
 

CISPR 1 5 
Edition  9.0 201 8-05 

INTERNATIONAL 
STANDARD 

NORME 
INTERNATIONALE 

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of 
electrical  l ighting and similar equipment 
 
Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites  
par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues 
 

C
IS
P
R
 1
5
:2
0
1
8
-0
5(
en
-f
r)
 

  
  

® 
 

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE 

COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES 

 

colour
inside

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



 

 

  

 TH IS PUBLICATION  IS  COPYRIGHT PROTECTED 

 Copyright © 201 8 IEC,  Geneva,  Switzerland   
 
Al l  rights  reserved.  Un less  otherwise specified ,  no part of th is  publ ication  may be  reproduced  or u ti l i zed  in  any form  
or by any means,  electronic or mechanical ,  includ ing  photocopying  and  m icrofi lm,  without permission  in  wri ting  from  
ei ther IEC or IEC's member National  Committee i n  the country of the requester.  I f you  have any questions about I EC 
copyright or have an  enqui ry about obtaining  addi tional  rights to this  publ ication,  please contact the  address below or 
your l ocal  I EC member National  Committee for further information.  
 

Droits  de reproduction  réservés.  Sauf indication  contrai re,  aucune partie de cette publ ication  ne peut être reprodu i te 
n i  u ti l isée sous quelque  forme que ce soi t et par aucun  procédé,  électronique ou  mécanique,  y compris  l a photocopie 
et l es m icrofi lms,  sans l 'accord  écri t de l ' IEC ou  du  Comité national  de l ' IEC du  pays du  demandeur.  Si  vous avez des  
questions sur l e copyright de l ' IEC ou  s i  vous dési rez obteni r des droits  supplémentai res sur cette publ ication,  uti l isez 
les  coordonnées ci -après ou  contactez le  Comité national  de  l ' IEC de  votre pays de résidence.  
 

IEC Central  Office Tel . :  +41  22  91 9  02  1 1  
3,  rue  de Varembé info@iec.ch  
CH-1 21 1  Geneva 20 www. iec.ch  
Swi tzerland  

 

About the IEC 
The I nternational  E lectrotechnical  Commission  (IEC)  is  the  lead ing  g lobal  organization  that prepares  and  publ ishes 
I nternational  Standards for al l  electrical ,  electron ic and  related  technolog ies.  
 

About IEC publ ications   
The technical  content of IEC publ ications is  kept under constant review by the IEC.  Please make sure  that you  have the 
latest ed ition,  a corrigenda or an  amendment m ight have been  publ ished.  
 

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue 
The stand-alone appl ication  for consulting the entire 
bibl iographical  information on IEC International  Standards,  
Technical  Specifications,  Technical  Reports and  other 
documents.  Avai lable for PC,  Mac OS,  Android  Tablets and 
iPad.  
 

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform 
The advanced search enables to find  IEC publ ications by a 
variety of criteria (reference number,  text,  technical  
committee,…).  I t also gives information on projects,  replaced 
and withdrawn publ ications.  
 

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished 
Stay up to date on al l  new IEC publ ications.  Just Published 
detai ls al l  new publ ications released.  Avai lable onl ine and 
also once a month by email.  

Electropedia - www.electropedia.org 
The world's leading onl ine dictionary of electronic and 
electrical  terms containing 21  000 terms and  definitions in 
English and French,  with  equivalent terms in 1 6 additional  
languages.  Also known as the International  Electrotechnical  
Vocabulary (IEV) onl ine.  
 

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary 
67 000 electrotechnical  terminology entries in English and 
French extracted  from the Terms and Definitions clause of 
IEC publ ications issued since 2002.  Some entries have been 
col lected from earl ier publications of IEC TC 37,  77,  86 and 
CISPR.  
 

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc 
I f you wish to give us your feedback on this publ ication or 
need further assistance,  please contact the Customer Service 
Centre:  sales@iec.ch.  
 

 

A propos de l 'IEC 
La Commission  Electrotechnique I nternationale  (IEC) est la  première organisation  mond iale qu i  é labore et publ ie des 
Normes internationales pour tout ce qui  a trai t à  l 'électrici té,  à  l 'électron ique et aux technolog ies  apparentées.  
 

A propos des publications IEC  
Le contenu  technique des publ ications IEC est constamment revu.  Veu i l lez vous  assurer que vous  possédez l ’édi tion  la  
plus récente,  un  corrigendum  ou  amendement peut avoir été publ ié.  
 

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue 
Application  autonome pour consulter tous les renseignements 
bibl iographiques sur les Normes internationales,  
Spécifications techniques,  Rapports techniques et autres 
documents de l 'IEC.  Disponible pour PC,  Mac OS,  tablettes 
Android  et iPad.  
 

Recherche de publications IEC - 
webstore.iec.ch/advsearchform 

La recherche avancée permet de trouver des publ ications IEC 
en  util isant différents critères (numéro de référence,  texte,  
comité d’études,…).  Elle donne aussi  des informations sur les 
projets et les publications remplacées ou  retirées.  
 

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished 

Restez informé sur les nouvel les publ ications IEC.  Just 
Publ ished détai l le les nouvelles publications parues.  
Disponible en  l igne et aussi  une fois par mois par email .  
 

Electropedia - www.electropedia.org 

Le premier dictionnaire en l igne de termes électroniques et 
électriques.  I l  contient 21  000 termes et définitions en anglais 
et en  français,  ainsi  que les termes équivalents dans 1 6 
langues additionnel les.  Egalement appelé Vocabulaire 
Electrotechnique International  (IEV) en l igne.  
 

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary 
67 000 entrées terminologiques électrotechniques,  en  anglais 
et en  français,  extraites des articles Termes et Définitions des 
publications IEC parues depuis 2002.  Plus certaines entrées 
antérieures extraites des publ ications des CE 37,  77,  86 et 
CISPR de l 'IEC.  
 

Service Clients - webstore.iec.ch/csc 

Si  vous désirez nous donner des commentaires sur cette 
publ ication ou  si  vous avez des questions contactez-nous:  
sales@iec.ch .  

 

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CISPR 1 5 
Edition  9.0 201 8-05 

INTERNATIONAL 
STANDARD 

NORME 
INTERNATIONALE 

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of 
electrical  l ighting and similar equipment 
 
Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites  
par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues 
 

INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL 

COMMISSION  

COMMISSION  

ELECTROTECHNIQUE 

INTERNATIONALE  
ICS 33.1 00.1 0 

 

ISBN 978-2-8322-5648-0 
 

  
  

® Registered  trademark of the International  Electrotechnical  Commission 
 Marque déposée de la Commission  Electrotechnique Internationale 

® 

 

 Warning!  Make sure that you  obtained this publication from an authorized distributor.  

 Attention!  Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.  

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE 

COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES   

 

colour
inside

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



 – 2  – CISPR 1 5:201 8  © I EC  201 8  

 CONTENTS  

FOREWORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

1  Scope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

2  Normative  references  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

3  Terms,  defi n i ti ons  and  abbreviated  terms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

3. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

3. 2  General  terms  and  defin i tions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

3. 3  Terms  and  defin i ti ons  re lated  to  equ ipment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  

3. 4  Terms  and  defin i ti ons  re lated  to  in terfaces  and  ports  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  

3. 5  Abbreviated  terms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  

4  Lim i ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

4. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

4. 2  Frequency ranges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

4. 3  Lim i ts  and  methods  for the  assessment of wi red  network ports  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

4. 3. 1  Electric power suppl y i n terface  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

4. 3. 2  Wired  network i n terfaces  other than  power suppl y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

4. 4  Lim i ts  and  methods  for the  assessment of l ocal  wired  ports  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

4. 5  Lim i ts  and  methods  for the  assessment of the  enclosure  port  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

4. 5. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

4. 5. 2  Frequency range  9  kHz to  30  MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

4. 5. 3  Frequency range  30  MHz to  1  GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

5  Appl ication  of the  l im i ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

5. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

5. 2  I denti fication  of the  i n terfaces  subject  to  test  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

5. 3  Appl ication  of l im i ts  to  the  i n terfaces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

5. 3. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

5. 3. 2  Conducted  d isturbance  requ irements  for the  wired  network port  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

5. 3. 3  Conducted  d isturbance  requ irements  for l ocal  wi red  ports  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

5. 3. 4  Rad iated  d istu rbance  requ i rements  for the  enclosure  port  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

5. 3. 5  Mul tip le  i n terfaces  of the  same type  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

5. 3. 6  I n terfaces  that can  be  categorised  as  mu l tip le  types  of ports  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

6  Product speci fic l im i t appl ication  requ i rements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

6. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

6. 2  Passive  EUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

6. 3  Rope l igh ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

6. 3. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

6. 3. 2  Requ irements  for rope  l i ghts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

6. 4  Modu les  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

6. 4. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

6. 4. 2  Modu les  having  mu l tip le  appl ications  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29  

6. 4. 3  I n ternal  modu les  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29  

6. 4. 4  External  modu les  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29  

6. 4. 5  Sing le  capped  se l f-bal l asted  l amps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

6. 4. 6  Double-capped  sel f-bal l asted  l amps,  double-capped  lamp adapters ,  
double-capped  sem i-l um inai res  and  double-capped  retrofi t  l amps  used  
i n  fl uorescent lamp l um inai res  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

6. 4. 7  ELV l amps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



CISPR 1 5: 201 8  © I EC  201 8  – 3  –  

6 . 4. 8  Sing le-capped  sem i- lum inai res  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

6. 4. 9  I ndependent i gn i ters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

6. 4. 1 0  Replaceable  starters  for fl uorescen t l amps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

7  Operating  and  test cond i ti ons  of the  EUT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31  

7. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31  

7. 2  Swi tch ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31  

7. 3  Suppl y vol tage  and  frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31  

7. 4  Rated  l amp load  and  l igh t regu lation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31  

7. 5  Operating  modes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31  

7. 6  Ambient cond i tions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

7. 7  Lamps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

7. 7. 1  Type of lamps  used  in  l i ghti ng  equ ipment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

7. 7. 2  Ageing  times  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

7. 8  Stabi l i zation  times  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

7. 9  Operation  and  l oad ing  of wi red  i n terfaces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

7. 9. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

7. 9. 2  I n terface  in tended  for a  con tinuous  s ignal  or data  transm iss ion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

7. 9. 3  I n terface  not i n tended  for a  con ti nuous  s i gnal  or data  transm iss ion  . . . . . . . . . . . . . . .  33  

7. 9. 4  Load  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33  

8  Methods  of measurement of conducted  d isturbances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33  

8. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33  

8. 2  Measurement i nstrumentation  and  methods  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33  

8. 3  Electrical  power supply i n terface  d isturbance measurement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34  

8. 4  Disturbance  measurement of wi red  network i n terfaces  other than  power 
supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34  

8. 5  Local  wi red  port d isturbance  measurement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

8. 5. 1  Electrical  power suppl y of ELV lamps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

8. 5. 2  Other than  e lectrical  power suppl y of ELV lamps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

9  Methods  of measurement of rad iated  d isturbances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

9. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

9. 2  I n ten tional  wi re less  transm itters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

9. 3  Measurement i nstrumentation  and  methods  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36  

9. 3. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36  

9. 3. 2  LLAS  rad iated  d isturbance measurement 9  kHz to  30  MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36  

9. 3. 3  Loop antenna  rad iated  d isturbance  measurement 9  kHz to  30  MHz . . . . . . . . . . . . . . .  37  

9. 3. 4  Rad iated  d istu rbance  measurement 30  MHz to  1  GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37  

1 0  Compl iance  wi th  th is  document  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

1 1  Measurement uncerta in ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

1 2  Test report  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

Annex A (normative)   Product speci fic appl ication  notes  referring  to  particu lar 
measurement set-ups  or operati ng  cond i ti ons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

A. 1  Sing le-capped  sel f-bal l asted  l amps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

A. 1 . 1  Arrangement for conducted  d isturbance  measurements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

A. 1 . 2  Arrangement for rad iated  d isturbance measurements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

A.2  Sem i-l um inai res  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

A.3  Rope l i gh ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

A.3. 1  Preparation  of the  EUT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

A.3.2  Arrangement for conducted  d isturbance  measurements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



 – 4  – CISPR 1 5:201 8  © I EC  201 8  

A. 3.3  Arrangement for rad iated  d isturbance measurements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

A.4  Double-capped  l amp adapters,  double-capped  se l f-bal lasted  l amps,  double-
capped  sem i-l um inaires  and  double-capped  retrofi t  lamps  used  in  
fl uorescent lamp l um inai res  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

A.4. 1  For appl ication  i n  l i near l um inai res  wi th  e lectromagnetic  con trolgear . . . . . . . . . . . . .  43  

A.4.2  For appl ication  i n  l i near l um inai res  wi th  e lectron ic con trolgear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

A.4.3  For appl ication  i n  other than  l i near l um inai res  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

A.4.4  Measurement methods  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

A.5  ELV lamps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44  

A.5. 1  Conducted  d isturbance  test  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44  

A.5.2  Rad iated  d istu rbance  tests  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44  

A.6  I ndependent i gn i ters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44  

Annex B  (normative)   Test arrangements  for conducted  d isturbance  measurements  . . . . . . . . . . . . .  50  

B. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50  

B.2  Arrangement of cables  connected  to  i n terfaces  of wi red  network ports  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50  

B.2 . 1  Arrangements  of e l ectric  power supply cables  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50  

B.2 .2  Arrangement of other than  e lectric power suppl y cables  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50  

B.3  Arrangement of cables  connected  to  in terfaces  of l ocal  wired  ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51  

B.3. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51  

B.3.2  Cables  of l ocal -wired  ports  i nd i rectl y connected  to  a  network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51  

B.3.3  Cables  of l ocal -wired  ports  other than  the  type  mentioned  i n  B .3 . 2  . . . . . . . . . . . . . . . .  51  

B.3.4  Power-suppl y cables  of an  ELV lamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52  

B.3.5  Arrangement of measurement probes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52  

B.4  Load ing  and  term ination  of cables  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52  

B.5  Lum inai res  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52  

B.6  Modu les  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53  

Annex C  (normative)   Test arrangements  for rad iated  d isturbance measurements  . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

C. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

C.2  Arrangements  of e l ectric  power suppl y cables  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

C.3  Arrangement of cables  other than  electric power suppl y cables  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

C.4  Arrangements  of EUT,  auxi l iary equ ipment and  associated  equ ipment  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

C.4. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

C.4. 2  EUT arrangements  for tab le-top,  wal l -mounted  or cei l i ng-mounted  
appl ications  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

C.4. 3  EUT arrangements  for fl oor-stand ing  and  pole-moun ted  appl ications  . . . . . . . . . . . . .  57  

C.5  Load ing  and  term ination  of cables  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

Annex D  ( i n formative)   Examples  of appl ication  of l im i ts  and  test methods  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

D. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

D.2  Case 1 :  Power controlgear wi th  remote  battery connection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

D.2. 1  EUT description  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

D.2. 2  I n terfaces,  ports  and  l im i ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

D.3  Case 2 :  Un iversal  presence and  l i gh t  detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62  

D.3. 1  EUT description  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62  

D.3. 2  I n terfaces,  ports  and  l im i ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62  

D.4  Case 3 :  Driver wi th  th ree  l oad  in terfaces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64  

D.4. 1  EUT description  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64  

D.4. 2  I n terfaces,  ports  and  l im i ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64  

D.5  Case 4 :  Ethernet powered  OLED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  

D.5. 1  EUT description  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



CISPR 1 5: 201 8  © I EC  201 8  – 5  –  

D . 5. 2  I n terfaces,  ports  and  l im i ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  

D.6  Case 5 :  Stand -alone  occupancy-dayl igh t sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  

D.6. 1  EUT description  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  

D.6. 2  I n terfaces,  ports  and  l im i ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67  

Annex E  ( in formative)   S tatis tical  cons iderations  in  the  determ ination  of EMC 
compl iance  of mass-produced  products  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68  

E. 1  General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68  

E.2  Test method  based  on  a  general  marg in  to  the  l im i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68  

E.3  Test method  based  on  the  non-central  t-d istribu tion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69  

E.3. 1  Practical  implementation  by us ing  frequency sub-ranges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69  

E.3.2  Frequency sub-ranges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70  

E.3.3  Data  d istortion  occurring  at  a  sub-range  boundary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71  

E.4  Test method  based  on  the  b inom ia l  d istribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71  

E.5  Appl ication  of l arger sample  s i ze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72  

Bibl i ography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73  

 

F i gu re  1  – EMC-ports  of an  EUT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  

Figure  2  – Generic  depiction  of the  defin i ti ons  of test-,  anci l l ary-,  auxi l i ary-  and  
associated  equ ipment w. r. t.  EUT and  the  test/measurement envi ronment (defin i ti ons  
g i ven  i n  CI SPR 1 6-2-3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

Figure  3  – EUT and  i ts  phys ica l  i n terfaces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39  

Figure  4  – Decis ion  process  on  the  appl ication  of l im i ts  to  the  EUT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

Figure  5  – Example  of a  host system  wi th  d i fferen t types  of modu les  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41  

Figure  A. 1  – Reference  l um inai re  for double-capped  lamp adapter,  double-capped  sel f-
bal lasted  l amp,  double-capped  sem i- lum inai re  and  double-capped  retrofi t  l amp used  i n  
l i near fluorescent l amp l um inai res  (see  A. 4 . 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45  

Figure  A. 2  – Con ical  metal  hous ing  for s ing le  capped  l amps  (see  A. 1 . 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46  

Figure  A. 3  – Arrangements  for conducted  d istu rbance  measurements  from  non-
restricted  ELV l amps  (see  A. 5. 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47  

Figure  A. 4  – Arrangements  for conducted  d istu rbance  measurements  from  restricted  
ELV l amps  (see  A. 5. 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48  

Figure  A. 5  – Hose-clamp reference l um inaire  for sel f-bal lasted  l amps  wi th  a  
GU1 0  bayonet cap  (see  A. 1 . 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49  

Figure  A. 6  – Support p late  for arrang ing  l ong  cables  and  rope  l i gh ts  
(see  9. 3. 2,  C lauses  A. 3  and  B. 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49  

Figure  B. 1  – C ircu i t for measuring  conducted  d istu rbances  from  a  l um inai re  
(F igure  B. 1 a),  an  i n ternal /mounted /replaceable  modu le  (F igure  B . 1 b)  and  a  s i ng le  
capped  sel f-bal l asted  or i ndependent non-gas-d ischarge  l amp F igure  B . 1 c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54  

Figure  B. 2  – C ircu i t for measuring  conducted  d istu rbances  from  an  external  modu le  . . . . . . . . . . . .  55  

Figure  B. 3  – Measuring  arrangements  for conducted  d isturbances  (see  Clause  B. 5)  . . . . . . . . . . . . .  56  

Figure  C. 1  – EUT arrangement of ce i l i ng- ,  wal l -mounted  and  tab le-top  appl ications  
during  the  rad iated  (OATS,  SAC or FAR)  d isturbance  measurement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58  

Figure  C.2  – EUT arrangement of floor-stand ing  and  pole-mounted  appl ications  during  
the  rad iated  (OATS,  SAC or FAR)  d isturbance measurement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

Figure  C.3  – Example  of arrangement of a  l um inai re  during  the  rad iated  (OATS,  SAC 
or FAR)  d isturbance  measurement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

Figure  C.4  – Example  of arrangement of an  i n ternal  modu le  during  the  rad iated  
(OATS,  SAC or FAR)  d isturbance  measurement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



 – 6  – CISPR 1 5:201 8  © I EC  201 8  

F igu re  C.5  – Example  of arrangement of an  external  modu le  during  the  rad iated  
(OATS,  SAC or FAR)  d isturbance  measurement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  

Figure  D . 1  – Case  1  EUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

Figure  D .2  – Case  2  EUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63  

Figure  D .3  – Case  3  EUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65  

Figure  D .4  – Case  4  EUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  

Figure  D .5  – Case  5  EUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67  

Figure  E. 1  – I l l ustration  of d i fficu l ti es  i n  case  the  maximum  va lue  of the  d i sturbance is  
at  the  boundary of a  sub-range  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71  

 

Table  1  – D isturbance  vol tage  l im i ts  at  the  e lectric  power suppl y i n terface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

Table  2  – D isturbance  vol tage  l im i ts  at  wi red  network i n terfaces  other than  power 
suppl y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

Table  3  – D isturbance  current l im i ts  at wi red  network i n terfaces  other than  power 
suppl y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

Table  4  – D isturbance  vol tage  l im i ts  of local  wi red  ports:  e l ectrical  power suppl y 
i n terface  of non-restricted  ELV lamps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

Table  5  – D isturbance  vol tage  l im i ts  at  local  wi red  ports:  l ocal  wi red  ports  other than  
e lectrica l  power suppl y i n terface  of ELV l amp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

Table  6  – D isturbance  current  l im i ts  at l ocal  wired  ports:   l ocal  wi red  ports  other than  
e lectrical  power suppl y i n terface  of ELV l amp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

Table  7  – Maximum  EUT d imension  that can  be  used  for testing  using  LLAS  wi th  
d i fferent  d iameters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

Table  8  – LLAS  rad iated  d isturbance l im i ts  i n  the  frequency range  9  kHz to  30  MHz . . . . . . . . . . . . .  24  

Table  9  – Loop  antenna  rad iated  d isturbance  l im i ts  i n  the  frequency range  9  kHz to  
30  MHz for equ ipment wi th  a  d imension  >  1 , 6  m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

Table  1 0  – Rad iated  d isturbance l im i ts  and  associated  measurement methods  i n  the  
frequency range  30  MHz to  1  GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

Table  1 1  – Overview of s tandard ized  conducted  d i sturbance measurement methods  . . . . . . . . . . . .  34  

Table  1 2  – Overview of s tandard ized  rad iated  d isturbance  measurement methods  . . . . . . . . . . . . . . .  36  

Table  D . 1  – Case  1 :  Summary of in terfaces,  appl icable  ports  and  l im i ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62  

Table  D .2  – Case  2  – Appl ication  1 :  Summary of i n terfaces,  appl icable  ports  and  l im i ts  . . . . . . . .  63  

Table  D .3  – Case  2  – Appl ication  2 :  Summary of i n terfaces,  appl icable  ports  and  l im i ts  . . . . . . . .  64  

Table  D .4  – Case  3 :  Summary of in terfaces,  appl icable  ports  and  l im i ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65  

Table  D .5  – Case  4 :  Summary of in terfaces,  appl icable  ports  and  l im i ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  

Table  D .6  – Case  5:  Summary of in terfaces,  appl icable  ports  and  l im i ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67  

Table  E. 1  – General  marg in  to  the  l im i t  for statis ti ca l  evaluation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69  

Table  E. 2  – Sample  s ize  and  correspond ing  k  factor i n  a  non -centra l  t-d istribu tion  . . . . . . . . . . . . . . . .  70  

Table  E. 3  – Appl ication  of the  b i nom ial  d is tribu tion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71  

 

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



CISPR 1 5: 201 8  © I EC  201 8  – 7  –  

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE  ON  RADIO  I NTERFERENCE  

____________ 

 
LIMITS  AND METHODS OF MEASUREMENT OF  
RADIO DISTURBANCE CHARACTERISTICS OF  

ELECTRICAL LIGHTING  AND SIMILAR EQUIPMENT 
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for standard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  q uestions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC  publ i shes  I n ternational  Standards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti cipate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ i zation  for Standard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possib le,  an  i n ternati onal  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi ble  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m i s i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Comm i ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparen tl y to  the  maximum  exten t possib le  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty  
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  comm i ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property damage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
paten t ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  respons ibl e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts .  

I n ternational  Standard  CISPR 1 5  has  been  prepared  by subcommittee  CIS/F:  I n terference  
re lating  to  household  appl i ances  tools ,  l i ghti ng  equ ipment and  s im i l ar apparatus,  of I EC  
techn ical  comm ittee  CISPR:  I n ternational  specia l  comm ittee  on  rad io  i n terference.  

Th is  n i n th  ed i tion  cancels  and  replaces  the  e ighth  ed i tion  publ ished  i n  201 3  and  i ts  
Amendment 1 : 201 5.  Th is  ed i ti on  consti tu tes  a  techn ica l  revis ion .   

Th is  ed i ti on  i ncludes  the  fol l owing  s i gn i fican t techn ical  changes  wi th  respect to  the  previous  
ed i tion :  

a)  fu l l  ed i toria l  revis ion  and  restructuring ;  

b)  the  restriction  to  mains  and  battery operation  is  deleted  i n  the  scope;  

c)  rad iated  d isturbance l im i ts  in  the  frequency range  300  MHz to  1  GHz have  been  
i n troduced ;  
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d )  the  l oad  term inals  l im i ts  and  the  CDNE (a l ternative  to  rad iated  em issions)  l im i ts  have  
changed ;  

e)  deletion  of the  i nsertion- loss  requ irements  and  the  associated  Annex A;  

f)  i n troduction  of three  basic ports:  wi red  network ports ,  l ocal  wired  ports  and  the  enclosure  
port;  

g )  i n troduction  of a  more  technology- independen t approach;  

h )  replacement of Annex B  (CDNE)  by appropriate  references  to  CISPR 1 6-series  of 
standards;   

i )  mod i fi ed  requ irements  for the  metal  holes  of the  con ical  hous ing ;  

j )  new conducted  d isturbance measurement method  for GU1 0  sel f-bal l asted  l amp;  

k)  add i ti on  of current probe  measurement method  and  l im i ts  for various  types  of ports  ( i n  
add i ti on  to  vol tage  l im i ts  and  measurement methods);  

l )  i n troduction  of the  term  ‘modu le’  ( i nstead  of i ndependent auxi l i ary)  and  requ irements  for 
measurement of modu les  us ing  a  host ( reference)  system ;  

m )  mod i fied  speci fications  for stabi l i zation  times  of EUTs;  

n )  for l arge  EUT (>  1 , 6  m ),  add i ti on  of the  magnetic fi el d  measurement method  us ing  a  60  cm  
l oop  antenna  at  3  m  d istance  (method  from  CISPR 1 4-1 )  as  an  a l ternative  to  the  3  m  and  
4  m  LAS.  

The  text of th is  I n ternational  Standard  i s  based  on  the  fol lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

CIS/F/733/FDIS  CI S/F/736/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voting  for the  approval  of th is  I n ternational  Standard  can  be  found  in  
the  report  on  voti ng  i nd icated  i n  the  above  table.  

Th is  document has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  I SO/IEC  D irecti ves,  Part 2 .  

The  committee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  document wi l l  remain  unchanged  un ti l  the  
stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  websi te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  re lated  to  
the  speci fic document.  At  th is  date,  the  document wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  rep laced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  

 

IMPORTANT – The  'colour inside'  l ogo on  the  cover page of th is  publ ication  ind icates  
that i t  contains  colours  which  are  considered  to  be  usefu l  for the  correct  
understand ing  of i ts  contents.  Users  shou ld  therefore print  th is  document using  a  
colour printer.  
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LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT OF  
RADIO DISTURBANCE CHARACTERISTICS OF  

ELECTRICAL LIGHTING AND SIMILAR EQUIPMENT 
 
 
 

1  Scope 

This  document appl i es  to  the  em ission  (rad iated  and  conducted)  of rad iofrequency 
d isturbances  from :  

– l i gh ting  equ ipment (3. 3. 1 6);  

– the  l i gh ting  part of mu l ti -function  equ ipment where  th is  l i gh ting  part  i s  a  primary function ;  

NOTE  1  Examples  are  l i gh ti ng  equ ipment wi th  vi s ibl e- l i gh t  commun ication ,  en tertainment l i gh ti ng .  

– UV and  IR rad iation  equ ipment for res iden tia l  and  non-industrial  appl ications;  

– advertis i ng  s i gns;  

NOTE  2  Examples  are  neon  tube  adverti s i ng  s i gns.  

– decorative  l i gh ting ;  

– emergency s igns.  

Excluded  from  the  scope of th is  document are:   

–  components  or modu les  i n tended  to  be  bu i l t  i n to  l igh ti ng  equ ipment  and  wh ich  are  not 
user-replaceable;  

NOTE  3  See  CISPR 30  (a l l  parts)  for bu i l t- i n  controlgear.  

– l i gh ting  equ ipment operati ng  i n  the  I SM  frequency bands  (as  defined  i n  Resolu tion  63  
(1 979)  of the  I TU  Rad io  Regu lation);  

– l igh ti ng  equ ipment for a i rcraft and  a i rfie l d  faci l i ti es  (runways,  service  faci l i ti es,  p l atforms);  

– video s i gns;  

– i nsta l lations;  

– equ ipment for wh ich  the  e lectromagnetic  compatib i l i ty requ i rements  i n  the  rad io-frequency 
range  are  expl ici tl y formu lated  in  other CISPR standards,  even  i f they i ncorporate  a  bu i l t-
i n  l igh ti ng  function .  

NOTE  4  Examples  of exclus ions  are:  

– equ i pment wi th  bu i l t- i n  l i gh ti ng  devices  for d i splay back l i g h ti ng ,  scale  i l l um ination  and  s i gnal i ng ;   

– SSL-d i spl ays;  

– range  hoods,  refri gerators,  freezers ;  

– photocopi ers ,  projectors;  

– l i gh ti ng  equ i pment  for road  veh icles  ( i n  scope  of CISPR 1 2).  

The frequency range  covered  is  9  kHz to  400  GHz.  No  measurements  need  to  be  performed  
at  frequencies  where  no  l im i ts  are  speci fied  i n  th is  document.  

Mu l ti -function  equ ipment wh ich  is  subjected  s imu l taneousl y to  d i fferent clauses  of th is  
document and /or other standards  need  to  meet the  provis ions  of each  clause/standard  wi th  
the  re levant  functions  i n  operation .  

For equ ipment ou ts ide  the  scope of th is  document and  wh ich  includes  l i ghting  as  a  secondary 
function ,  there  i s  no  need  to  separatel y assess  the  l igh ti ng  function  against th is  document,  
provided  that the  l i gh ting  function  was  operati ve  during  the  assessment i n  accordance wi th  
the  appl icable  s tandard .  
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NOTE  5  Examples  of equ i pment  wi th  a  secondary l i gh ti ng  function  can  be  range  hoods,  fans,  refri gerators,  
freezers ,  ovens  and  TV wi th  ambient  l i gh ti ng .  

The rad iated  em iss ion  requ i rements  i n  th is  document are  not i n tended  to  be  appl icable  to  the  
i n ten tional  transm iss ions  from  a  rad io  transm i tter as  defined  by the  I TU ,  nor to  any spurious  
em issions  re lated  to  these  i n tentional  transm iss ions.  

With in  the  remainder of th is  document,  wherever the  term  " l i gh ting  equ ipment"  or "EUT"  i s  
used ,  i t  i s  mean t to  be  the  e lectrical  l i gh ting  and  s im i lar equ ipment fa l l i ng  i n  the  scope  of th is  
document as  speci fi ed  in  th is  cl ause.  

2  Normative references  

The fol l owing  documents  are  referred  to  i n  the  text in  such  a  way that some or a l l  of thei r 
con ten t consti tu tes  requ irements  of th is  document.  For dated  references,  on l y the  ed i tion  
ci ted  appl i es.  For undated  references,  the  l atest ed i tion  of the  referenced  document ( i nclud ing  
any amendments)  appl i es.  

I EC 60038,  IEC standard voltages  

I EC 60050-1 61 ,  International Electrotechnical Vocabulary (IEV)  – Chapter 161 :  
Electromagnetic compatibility  

I EC 60050-845: 1 987,  International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 845: Lighting  

I EC 60061 -1 ,  Lamp caps and holders together with gauges for the control of 
interchangeability and safety – Part 1 :  Lamp caps  

I EC 60081 ,  Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications 

IEC 60598-1 : 201 4,  Luminaires – Part 1 :  General requirements and tests    
I EC  60598-1 : 201 4/AMD1 :201 7  

IEC 60921 ,  Ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements  

I EC  61 000-4-20:201 0:  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-20: Testing and 
measurement techniques – Emission and immunity testing in  transverse electromagnetic 
(TEM)  waveguides  

I EC  61 1 95,  Double-capped fluorescent lamps – Safety specifications 

I EC 62504: 201 4,  General lighting – Light emitting diode (LED)  products and related 
equipment – Terms and definitions  

CI SPR 1 6-1 -1 : 201 5,  Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus 
and methods – Part 1 -1 :  Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring 
apparatus 

CISPR 1 6-1 -2: 201 4 ,  Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus 
and methods – Part 1 -2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling 
devices for conducted disturbance measurements 

CISPR 1 6-1 -4: 201 0,  Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus 
and methods – Part 1 -4:  Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas 
and test sites for radiated disturbance measurements   
CI SPR 1 6-1 -4: 201 0/AMD1 : 201 2   
CI SPR 1 6-1 -4: 201 0/AMD2: 201 7  
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CISPR 1 6-2-1 : 201 4,  Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus 
and methods – Part 2-1 : Methods of measurement of disturbances and immunity – Conducted 
disturbance measurements    
CI SPR 1 6-2-1 : 201 4/AMD1 : 201 7  

CISPR 1 6-2-3: 201 6,  Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus 
and methods – Part 2-3:  Methods of measurement of disturbances and immunity – Radiated 
disturbance measurements  

CI SPR 1 6-4-2: 201 1 ,  Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus 
and methods – Part 4-2: Uncertainties,  statistics and limit modelling – Measurement 
instrumentation uncertainty  
CI SPR 1 6-4-2: 201 1 /AMD1 : 201 4  

CISPR TR 30-1 : 201 2 ,  Test method on electromagnetic emissions – Part 1 :  Electronic control 
gear for single- and double-capped fluorescent lamps  

CI SPR 32:201 5,  Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission 
requirements 

ISO/IEC 1 7025: 2005 1 ,  General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories 

3 Terms,  defin i tions  and  abbreviated  terms  

3. 1  General  

For the  purposes  of th is  document,  the  terms and  defin i ti ons  g i ven  i n  I EC  60050-1 61 ,   
I EC 62504,  IEC 60050-845 and  the  fol lowing  appl y.  

I SO and  I EC main tain  term inolog ica l  databases  for use  i n  standard ization  at the  fol l owing  
addresses:  

•  I EC E lectroped ia:  avai lable  at  h ttp: //www.electroped ia. org /  

•  I SO  On l ine  browsing  p latform :  avai l able  at h ttp: //www. iso. org/obp  

3.2  General  terms  and  defin i tions  

3.2. 1   
base  of the  luminai re  
mounting  surface  of the  l um inaire  i n  normal  use,  usual l y the  s ide  opposi te  of the  optica l  
window 

3.2.2   
clock frequency 
fundamental  frequency of any s i gnal  used  in  the  EUT exclud ing  those  generated  i ns ide  an  
i n tegrated  ci rcu i t ( I C)  and  wh ich  are  solel y used  i ns ide  the  same IC  wi thout being  accessib le  
ou ts ide  that IC,  and  exclud ing  those  used  exclus ivel y for rad io  transm iss ion  or rad io  receiving  
functions  

Note  1  to  en try:  H i gh  frequencies  are  often  generated  i ns i de  i n tegrated  ci rcu i ts  ( I C)  by phase- locked -loop  (PLL)  
ci rcu i ts  from  l ower cl ock osci l l ator frequencies  ou ts ide  the  I C.  

_____________ 

1   Th i s  ed i ti on  was  replaced  by I SO/I EC 1 7025: 201 7  bu t  the  l i s ted  ed i ti on  appl i es.  
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3.2.3   
ELV 
extra-low vol tage  
vol tage  wh ich  does  not  exceed  50  V AC or 1 20  V ri pp le  free  DC between  conductors  or 
between  any conductor and  earth  (vol tage  band  1  of I EC 60449)  appl ied  to  l oad  in terfaces  
suppl ying  power to  l igh ti ng  equ ipment,  exclud ing  i n terfaces  used  for communication  or data  
transfer 

Note  1  to  en try:  Ripple  free  i s  conventional l y  defi ned  for s i nusoidal  ri pple  vol tage  as  ri pp le  con ten t of not  more  
than  1 0  %  RMS:  the  maximum  peak value  does  not  exceed  1 40  V for a  nom inal  1 20  V ri pple-free  DC system .  

[SOURCE:  I EC  61 347-1 : 201 5  +  AMD1 : 201 7,  3. 27,  mod i fied  – The  defin i ti on  has  been  
rephrased . ]  

3.2.4   
inductive  power transfer 
process  of i nductive  transfer of e lectrical  energy over time  from  a  source  to  a  separate  l oad  
when  these  are  p laced  i n  phys ica l  (bu t not  electrical )  con tact or i n  cl ose  proxim i ty wi th  each  
other 

EXAMPLE:  Examples  are  rechargeabl e  l um inai res  i ncorporati ng  i nducti ve  power transfer or e l ectrodeless  l amps  
wi th  i n ducti ve  power transfer.  

Note  1  to  en try:  I f i n  add i ti on  a  rad io  technol ogy,  as  defi ned  by the  I TU ,  i s  used  or superimposed  to  the  power 
transfer function  of i n ducti ve  power transfer equ ipment for the  pu rpose  of data  commun ication  then  the  appl i cab le  
standards  for th i s  rad io  technol ogy apply.  

Note  2  to  en try:  Any propagation  of e l ectromagneti c  energy ou ts ide  of the  system  of i n ducti ve  power sou rce  and  
l oad  i s  seen  as  e l ectromagneti c  d i sturbance  and  therefore  subject  to  assessment  by th i s  standard .  

3.2.5   
optical  window 
side  of the  l i ghti ng  equ ipment from  wh ich  the  l i gh t  emanates  

3.2.6   
primary function  
function  of an  equ ipment wh ich  is  defined  as  such  by the  manufacturer  

3.2.7   
secondary function  
any function  of an  equ ipment not being  essen tia l  for fu l fi l l i ng  the  primary function ,  defi ned  by 
the  manufacturer 

3.2.8   
test arrangement  
speci fic arrangement of the  EUT,  cabl ing  and  auxi l iary equ ipment during  the  test  

3.3  Terms and  defin i tions  related  to  equ ipment 

3.3. 1   
advertis ing  s ign  
un i t wh ich  makes  use  of l i gh ting  for advertis i ng ,  traffic s i gnage,  road  s igns  or a l ike  

3.3.2   
anci l lary equ ipment   
transducers  (e. g .  curren t and  vol tage  probes  and  arti ficia l  networks)  and  other equ ipment 
(e. g .  cables,  preampl i fi er,  attenuators ,  fi l ters,  adapters)  connected  to  a  measuring  receiver or 
to  the  EUT and  used  i n  the  d isturbance  s i gnal  transfer between  the  EUT and  the  measuring  
receiver 

Note  1  to  en try:  Wi th in  CI SPR publ i cations  vari ous  d i fferen t defi n i ti ons  are  g i ven  for associated ,  auxi l i ary and  
anci l l ary equ ipment.  The  defi n i ti ons  g i ven  i n  th i s  document  are  based  on  CISPR 1 6-2-3.  See  a l so  3. 3. 3  and  3. 3. 4.  
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Note  2  to  en try:  See  a l so  F i gure  2 .  

[SOURCE:  CI SPR 1 6-2-3: 201 6,  3 . 1 . 2 ,  mod i fied  – Examples  in  the  defin i tion  and  Notes  to  
en try have  been  added . ]  

3.3.3   
associated  equ ipment 
AE  
apparatus,  that i s  not part of the  system  under test,  bu t needed  to  he lp  exercise  the  EUT   

EXAMPLE:  Equ ipment to  generate  l i g h ti ng  control  s i gnal s .  

Note  1  to  en try:  See  a l so  F i gure  2 .  

[SOURCE:  CI SPR 1 6-2-3:201 6,  3. 1 . 5 ,  mod i fied  – The  example  and  Note  1  to  entry have  been  
added . ]  

3.3.4   
auxi l iary equ ipment  
AuxEq  

peripheral  equ ipment that i s  part  of the  system  under test  

EXAMPLE:  I n  CI SPR TR 30-1  or CI SPR TR 30-2 ,  the  reference  l um inai re,  i n  case  a  bal l ast  or d ri ver i s  tested .  

Note  1  to  en try:  See  a l so  F i gure  2 .  

[SOURCE:  CISPR 1 6-2-3: 201 6;  3 . 1 . 6 ,  mod i fied  – The  example  and  the  Note  to  entry have 
been  added . ]  

3.3.5   
controlgear 
electrica l  device  between  the  suppl y and  one  or more  l i gh t source(s)  wh ich  may serve  to  
transform  the  suppl y vol tage,  l im i t  the  curren t of the  l i gh t  source(s)  to  the  requ ired  value,  
provide  starting  vol tage  and  preheating  current,  prevent cold  starting ,  correct power factor,  
reduce  rad io  i n terference,  i nclude  means  for d imming ,  and  further control  functions  

Note  1  to  en try:  Th i s  defi n i ti on  deviates  from  I EC 60598-1 .  

[SOURCE:  I EC 62504: 201 4;  3. 6 . 1 ,  mod i fied  – The  abbreviation  ‘LED’  i n  the  term  is  removed  
and  various  mod i fications  i n  the  defin i tion . ]  

3.3.6   
decorative  l ighting  
equ ipment that em i ts  l i gh t for atmospheric,  artis tic  or ambiance  purposes   

3.3.7   
double-capped  l amp adapter 
component designed  to  be  i nsta l l ed  i n to  l um inaires  wh ich  are  constructed  for l amps  of one  
tube  d iameter (accord ing  I EC  60081  and  I EC 61 1 95)  and  one  speci fic tube  l ength  for the  
purpose  of a l lowing  them  to  receive  l amps  of another tube  d iameter or another tube  length  
i nstead  

Note  1  to  en try:  A l amp  adapter may i ncorporate  a  swi tch  or a  fuse  or an  e l ectron ic l amp  controlgear for HF  l amp 
operati on .  

3.3.8   
double-capped  self-bal lasted  l amp  
un i t wh ich  cannot be  d ismantled  wi thout be ing  permanen tl y damaged ,  provided  wi th  one  or 
more  l i gh t sources  and  two l amp caps  and  any add i tional  e l ements  necessary for starting  and  
stable  operation  of the  l ight  source  
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Note  1  to  en try:  See  Notes  1  and  2  to  en try g i ven  i n  3 . 3 . 21 .   

3.3.9   
double-capped  semi-luminai re  
un i t s im i l ar to  a  sel f-bal lasted  lamp bu t des igned  to  u ti l i ze  a  replaceable  l igh t  source  and /or 
starting  device  

Note  1  to  en try:  Sem i -l um inai res  for compact fl uorescent l amps  and  for i ncandescent l amps,  sometimes  cal l ed  
adapters,  are  devi ces  equ i pped ,  on  the  one  s i de,  wi th  an  I EC  60061 -1  s tandard i zed  l amp cap  to  a l l ow mounti ng  i n  
a  s tandard  l ampholder and ,  on  the  other s i de,  wi th  a  l amphol der to  a l l ow the  i nserti on  of a  replaceable  l i gh t  source.  

Note  2  to  en try:  The  l i gh t  sou rce  component  and /or starti ng  device  of a  sem i  l um inai re  i s  read i l y repl aceable.  

Note  3  to  en try:  For gas-d i scharge  technol og i es,  the  ba l l ast  component  i s  not  repl aceable  and  i s  not  d i sposed  of 
each  time  a  l i gh t  sou rce  i s  repl aced .  

3.3. 1 0   
double-capped  retrofi t  l amp  
tubu lar l amp appl ying  a  technology a l ternative  to  fluorescent technology and  wh ich  can  be  
used  as  a  replacement for double-capped  fluorescent l amps  wi thou t requ i ring  any i n ternal  
mod i fication  in  the  l um inaire  and  wh ich ,  after insta l lation ,  main tains  the  same l evel  of safety 
of the  replaced  lamp i n  the  l um inai re  

Note  1  to  en try:  The  replacement  of a  g l ow starter accord i ng  to  I EC 601 55  wi th  LED  rep lacement  starter havi ng  
the  same d imensions  and  fi t,  for the  correct function i ng  of the  doubl e-capped  LED l amp i s  not  considered  as  a  
mod i fi cation  to  the  l um inai re.  

3.3. 1 1   
electrodeless  l amp  
gas  d ischarge  l amp in  wh ich  the  power requ i red  to  generate  l i ght  i s  transferred  from  outs ide  
the  l amp envelope  to  the  gas  ins ide  via  an  electric or magnetic  fi eld  

3.3. 1 2   
equ ipment-under-test  
EUT 
equ ipment i n  the  scope of th is  document subjected  to  EMC (em iss ion)  compl iance  (conform i ty 
assessment)  tests  

EXAMPLE:  The  EUT may be  a  l um inai re  i ncl ud ing  l amp(s),  a  se l f-bal l asted  l amp,  a  rope  l i gh t  or a  modu le.  

Note  1  to  en try:  See  a l so  F i gure  2 .  

[SOURCE:  CI SPR 1 6-2-3: 201 6,  3 . 1 . 1 4 ,  mod i fied  – Defin i tion  is  mod i fied  and  the  example  and  
Note  2  to  en try have  been  added . ]  

3.3. 1 3   
lamp  
un i t  contain ing  one  or more  l i gh t sources  and  one  or two  s tandard ised  caps  for i n terfacing  

3.3. 1 4   
LED  l ight source  
device  contain ing  an  LED  or col lection  of LEDs  used  for the  purpose  of i l l um ination  

3.3. 1 5   
l igh t source  
device  em i tti ng  l i gh t produced  by a  transformation  of e lectrica l  energy 

Note  1  to  en try:  L i gh ti ng  equ i pment em i ts  l i gh t  i n  the  range  from  vi s ible  wavel ength  400  nm  to  780  nm .  

[SOURCE:  I EC 60050-845: 1 987,  845-07-01 ,  mod i fied  – The  defin i tion  has  been  rephrased  
and  the  Note  to  entry has  been  added . ]  
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3.3. 1 6   
l igh ting  equ ipment 
device  wh ich  can  be  used  as  an  i ndependent un i t  to  i l l um inate  a  scene,  objects  or the ir 
surround ings  so  that they can  be  seen ,  and  modu les  designed  to  be  used  i n  or wi th  such  
device  or assembly of devices   

Note  1  to  en try:  Examples  of l i gh ti ng  equ ipment are  l um inai res ,  sel f-bal l asted  l amps,  ELV-lamps  and  modu les  
wh ich  are  used  for general  pu rpose  l i g h ti ng ,  s treet/fl ood  l i gh ti ng  i n tended  for ou tdoor use ‘ ,  l i gh ti ng  i nstal l ed  i n  or 
on  transport  veh icl es  and  wh ich  i s  not  i n  the  scope  of CISPR 1 2.  

[SOURCE:  I EC 60050-845: 1 987,  845-09-01 ,  mod i fied  – The  defin i ti on  has  been  rephrased . ]  

3.3. 1 7   
luminai re  
l i gh ti ng  equ ipment wh ich  d istributes,  fi l ters  or transforms  the  l i ght transm i tted  from  one  or 
more  l amps  or l i gh t sources  and  wh ich  includes  a l l  the  parts  necessary for supporting ,  fixing  
and  protecting  the  l amps,  bu t not usual l y the  lamps  themselves,  and ,  where  necessary,  ci rcu i t  
auxi l i aries ,  together wi th  the  means  to  connect them  to  the  suppl y,  the  d ri ver,  control  un i ts,  
cabl i ng ,  hous ing  and  mounting  are  i ncluded  

Note  1  to  en try:  Th i s  defi n i ti on  comes  from  the  defi n i ti on  g i ven  i n  the  l um inai re  product standard  I EC 60598-1 .  I n  
the  l atter s tandard  a  l um inai re  does  not  i ncl ude  a  l amp,  un l ess  the  l amp i s  an  i n teg ral  part.  For the  pu rpose  of 
em iss ion  testi ng  i n  th i s  document however,  a  l um inai re  a lways  con tains  a  l amp or a  l i gh t  source  or res i sti ve  l oad .  

[SOURCE:  I EC 60598-1 : 201 4,  1 . 2 . 1 ,  mod i fied  – The  defin i ti on  has  been  rephrased . ]  

3.3. 1 8   
modu le  
electron ic or el ectrical  part wh ich  serves  a  speci fic function  or functions  of a  l i gh ting  
appl ication  and  may con ta in  rad io-frequency sources,  wh ich  is  in tended  for appl ication  i n  a  
l um inaire  or i n  an  i nsta l l ation  by an  end  user and  wh ich  i s  i n tended  to  be  marketed  and /or 
sold  separatel y from  a  l i ghting  apparatus  or system  

Note  1  to  en try:  Examples  are:  sel f-bal l asted  l amp,  starter,  control gear,  wal l  d immer,  control  un i t,  LED  modu le.  

3.3. 1 9   
passive  EUT 
equ ipment wh ich ,  by i ts  i nheren t nature  and  phys ical  characteristics  such  as  absence of 
acti ve  and  fast variation  or swi tch ing  of curren ts  or vol tages ,  i s  i ncapable  of generati ng  or 
con tribu ting  to  e lectromagnetic em issions  wh ich  exceed  a  level  a l l owing  rad io  reception  to  
happen  as  i n tended  

Note  1  to  en try:  A passive  EUT i s  not  l i kel y to  produce  any e l ectromagneti c  d i sturbances.  See  6 . 2 .  

Note  2  to  en try:  Mains  recti fi er d i odes  and  an  e l ectron ic starter that  i s  on l y acti ve  d uri ng  the  s tarti ng  phase  i s  
cons idered  to  be  a  pass ive  component.  

3.3.20   
restricted  ELV lamp 
ELV lamp wi th  speci fic restrictions  on  the  type  of power supply and /or the  cable  l ength  that  
can  be  appl ied  to  i t ,  as  provided  or speci fied  by the  manufacturer 

Note  1  to  en try:  ELV l amps  wi thout  d etai l ed  descri pti on  of restri cti ons  are  non-restri cted .  

3.3.21   
sel f-bal lasted  l amp  
sel f-con tained  un i t i ncorporating  a  l i gh t source  and  any add i ti onal  e lements  that may be  
necessary for starting  and  ensuring  a  stable  operation  of the  l i gh t source  wh ich  cannot be  
d ismantled  wi thou t being  permanen tl y damaged  and  wh ich  i s  connected  to  a  l amp holder or 
l um inai re  via  one  or two  I EC  60061 -1  standard ized  l amp caps   

Note  1  to  en try:  The  l i gh t  sou rce  component  of a  se l f-bal l asted  l amp i s  not  repl aceable.  
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Note  2  to  en try:  For gas-d i scharge  technolog ies ,  the  bal l ast  component i s  part  of the  sel f-bal l asted  l amp;  i t  i s  not 
part  of the  l um inai re.  

Note  3  to  en try:  The  term  “sel f-bal l asted  l amp”  i s  used  as  a  genera l  term  for designati ng  a l l  l amps  that  can  
operate  i ndependent  of other external  accessories  or auxi l i ary equ i pment,  except for a  l ampholder.  Th i s  i ncl udes  
gas-d i scharge  technol og i es  as  wel l  as  LED  and  OLED  technol og ies.  

[SOURCE:  I EC 60598-1 : 201 4,  1 . 2 . 59,  mod i fied  – The  defin i tion  has  been  rephrased ,  Notes  2  
and  3  to  entry have  been  mod ified  and  Note  4  to  en try has  been  deleted . ]  

3.3.22   
semi  l uminai re  
device  (sometimes  cal led  adapter)  equ ipped ,  on  the  one  s i de,  wi th  any I EC-standard ised  lamp 
cap  system  to  a l l ow mounting  i n  a  s tandard  l ampholder and ,  on  the  other s ide,  wi th  a  
l ampholder to  a l l ow the  i nsertion  of a  replaceable  l i gh t source  wi th  a  cap  

3.3.23   
UV and  IR radiation  equ ipment  
optical  rad iation  equ ipment operati ng  at  a  waveleng th  between  780  nm  to  1  mm  or 1  nm  to  
400  nm   

EXAMPLE:  Examples  are  app l i ances  used  for med ical  and  cosmetic  care,  and  for i nstant  zone  heati ng .  

[SOURCE:  I EC 60050-731 : 1 991  +  AMD1 : 201 6,  731 -01 -05  and  731 -01 -06,  mod i fied  – The  
defin i tions  have  been  combined . ]  

3.4  Terms and  defin i tions  related  to  in terfaces  and  ports  

3.4. 1   
AC  electric  power supply in terface  
connection  poin t  to  an  external  AC  electrical  supply network 

3.4.2   
communication /data/network in terface  
point of connection  for data  and  s i gnal l ing  transfers  i n tended  to  i n terconnect wide l y d ispersed  
systems  via  such  means  as  d i rect connection  to  mu l ti -user telecommun ications  networks  (e. g .  
l ocal  area  networks  l ike  Ethernet,  token  ring ,  etc. )  

3.4.3   
control  in terface  
point at  wh ich  a  conductor or cable  i s  attached  to  the  l i gh ti ng  equ ipment for the  purpose  of 
con trol l i ng  the  function  of the  equ ipment 

3.4.4   
DC  electric  power supply in terface  
connection  poin t  to  an  external  DC e lectrical  supply network  

3.4.5   
electric power supply i n terface  
connection  poin t at  wh ich  a  conductor or cable  carrying  the  primary e lectrical  power needed  
for the  operation  (function ing)  of the  l i ghti ng  equ ipment i s  connected ,  and  through  wh ich  a lso  
conducted  e lectromagnetic d isturbance may couple  to  the  e lectromagnetic  envi ronment 

Note  1  to  en try:  I t  i s  possib l e  to  connect cables  to  such  an  i n terface  for transm ission  of e l ectri c  power from  DC 
and/or AC mains  power d i s tri bu tion  systems  wh ich  has  a  topology such  that  an  e l ectromagneti c  d i s tu rbance  eas i l y  
couples  to  the  e l ectromagneti c  envi ronment.  

3.4.6   
enclosure port  
arti ficia l  non- in tentional  wi re less  in terface  of the  l i ghti ng  equ ipment through  wh ich  
e lectromagnetic  d istu rbances  can  rad iate  i n to  the  envi ronment  
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Note  1  to  en try:  Based  on  I EC 61 000-6-3: 2006/AMD1 : 201 0,  3 . 1 . 2 .  

Note  2  to  en try:  The  arti fi cia l  i n terface  can  consist  of for i nstance  seams  and  apertu res  i n  the  phys ical  metal l i c  
enclosu re,  bu t  a l so  l im i ted  l eng ths  of each  of i ts  wi red  i n terfaces.  I n  the  frequency range  above  30  MHz typical l y  
one  th i rd  of a  wave length  of the  l ength  of the  wi red  i n terfaces  can  contri bu te  to  rad iated  d i sturbances.  Therefore,  
a l so  i ncl uded  are  wi red  i n terfaces  to  auxi l i ary equ ipment wh i ch  are  i n tended  to  be  connected  wi th  cabl es  of l ess  
than  3  m  l eng th .  

3.4.7   
electrical  in terface  
connection  poin t of equ ipment at wh ich  a  conductor or cable  is  attached  for various  purposes  
such  as  powering ,  con trol  or communication  

EXAMPLES:  See  F i gu re  3 .  

3.4.8   
functional  earth  
term inal  of equ ipment i n tended  for connection  to  an  external  ground ing  conductor for 
functional  and/or e lectromagnetic compatib i l i ty pu rposes  

3.4.9   
load  in terface  
connection  poin t of the  l igh ti ng  equ ipment provid ing  e lectrical  energy to  another i tem  of 
l i gh ti ng  equ ipment  

3.4. 1 0   
local  wired  port  
i n terface  of the  l i ghti ng  equ ipment wh ich  d i rectl y connects  to  cables  that are  not connected  to  
a  network and  have  a  length  greater than  or equal  to  3  m ,  or that are  i nd i rectl y connected  to  a  
network via  auxi l iary equ ipment  

EXAMPLE:  Examples  are,  the  e l ectri cal  power suppl y i n terface  of ELV l amp,  an  i n terface  of a  d ri ver for 
connecti ng  a  l ong  (≥  3  m )  l oad  cabl e  wi th  a  l i gh t  source,  a  control  i n terface  of a  sensor for connecti ng  a  short   
(<  3  m )  con trol  cable  wi th  an  AC mains-fed  l um inai re.  See  Annex D  for examples.  

Note  1  to  en try:  Such  a  port  can  em i t  e l ectromagneti c  d i sturbances.  

3.4. 1 1   
network 
electrical  i nsta l lation  cons isting  of equ ipment and  i n terconnecting  cables  or wi ri ng  for the  
transm ission  and  d istribu tion  of e lectrical  power,  e lectrica l  s ignal  for data  transm ission  or 
communication  or a l ike  

3.4. 1 2   
port  
particu lar category of an  i n terface  of an  EUT wh ich  provides  a  coupl i ng  path  for 
e lectromagnetic d isturbances  from  the  EUT i n to  the  e lectromagnetic envi ronment speci fic for 
that  category 

Note  1  to  en try:  See  F igure  1 .  
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NOTE  The  enclosu re  port  may i ncl ude  other wi red  i n terfaces,  wi th  l engths  l ess  than  3  m  (see  3. 4. 6).  

Figure 1  – EMC-ports  of an  EUT 

3.4. 1 3   
protective earth  
equ ipment term inal  in tended  for connection  to  an  external  conductor for protection  against  
e lectrica l  shock i n  case  of a  fau l t  

3.4. 1 4   
wired  network port  
wired  i n terface  of the  l ighti ng  equ ipment wh ich  connects  to  cables  that are  d i rectl y connected  
to  a  network and  through  wh ich  conducted  e lectromagnetic d is turbances  may be  coupled  to  
that network 

3.5  Abbreviated  terms  

AAN  arti ficia l  asymmetrical  network 

AC  a l ternating  current  

AE  associated  equ ipment  

AMN  arti ficia l  mains  network 

AuxEq   auxi l i ary equ ipment  

CDNE  Coupl i ng  Decoupl i ng  Network Em ission  

CISPR Com i té  I n ternational  Spécial  des  Perturbations  Rad ioélectriques  

CM  common  mode  

CP  curren t probe  

CVP capaci ti ve  vol tage  probe  

dB  decibel  

DC  d i rect curren t  

DALI  D ig i ta l  Addressable  Lighti ng  I n terface  

DM  d i fferentia l  mode  

E  earth  term inal  

ELV extra- low vol tage  

EMC e lectromagnetic  compatib i l i ty 

EUT  equ ipment under test  

FAR fu l l y anechoic room  

FE  functional  earth  

GHz g igahertz  

GU1 0  g lass  U -shaped  hous ing  and  cap  of a  mu l ti faceted  reflector (MR)  l i ght  bu lb  

Hz hertz  

I EC  I n ternational  E lectrotechn ical  Commission  

I EV I n ternational  E lectrotechn ical  Vocabu lary 

IEC  

Wired  network ports  

Enclosure  port  

Local  wi red  ports  

  

EUT  
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I R i n frared  

I SM  i ndustria l ,  scien ti fic and  med ica l  

I SN  impedance  s tabi l i zation  network 

I TE  i n formation  technology equ ipment  

I TU  I n ternational  Telecommun ication  Un ion  

kHz ki lohertz  

L  l ine  

LAN  l ocal  area  network 

LED  l igh t em i tti ng  d iode  

LLAS  l arge  l oop  an tenna  system  

MHz megahertz  

μΑ  m icroampere  

μF  m icrofarad  

μV  m icrovol t  

N  neu tral  

N .A.  not appl icable  

nF  nanofarad  

OATS  open  area  test s i te  

OLED  organ ic l i gh t em i tti ng  d iode  

PE  protective  earth  

PWM pu lse  wid th  modu lation  

RF  rad io  frequency 

RGP reference-ground  p lane  

SAC sem i  anechoic  chamber 

SSL  sol i d  state  l i gh ting  

TEM  transverse  e lectromagnetic  

TR techn ica l  report  

UV u l travio let  
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Figure 2  – Generic  depiction  of the  defin i tions  of test-,  anci l l ary-,  auxi l iary- and  
associated  equ ipment w.r. t.  EUT and  the test/measurement envi ronment 

(defin i tions  g iven  in  C ISPR 1 6-2-3)  

4 Limits  

4.1  General  

The requ i rements  for an  EUT are  g iven  i n  th is  clause  on  the  bas is  of th ree  poss ible  EMC 
ports  that  can  appl y to  each  of the  EUT i n terfaces:  enclosure  port,  wi red  network port,  and  
l ocal  wired  port.  The  port  class i fication  and  the  appl ication  of l im i t  for each  possible  in terface  
of an  EUT is  speci fied  i n  Clause  5  and  i n  C lause  6 .  

D isturbance  l im i ts  are  speci fied  for speci fic types  of detectors ,  i . e.  quasi -peak or average  
detectors  (see  the  speci fication  of the  CISPR receiver i n  CI SPR 1 6-1 -1 ) .  I f the  appl icable  
l im i ts  over a  speci fic frequency range  are  speci fi ed  for both  quas i -peak and  average  
detectors,  provided  the  d isturbance levels  of the  EUT are  measured  us ing  the  quasi -peak 
detector,  and  are  found  to  meet the  average  l im i ts,  then ,  the  EUT shal l  be  deemed  to  meet 
both  l im i ts  and  the  measurement wi th  the  average  detector need  not  to  be  carried  ou t  for that 
frequency range.  

I n  case  d i fferent  methods  wi th  associated  l im i ts  can  be  appl i ed ,  the  test report shal l  state  
wh ich  method  and  correspond ing  l im i ts  were  used .  

NOTE  The  l im i ts  i n  th i s  document  have  been  determ ined  on  a  probabi l i sti c  basi s .  I n  exceptional  cases,  add i ti onal  
provis ions  are  requ i red .  

4.2  Frequency ranges  

I n  4 . 3,  4 . 4  and  4 . 5,  l im i ts  and  measurement methods  for rad io  d is turbance  characteristics  are  
g iven  as  a  function  of frequency range.  No  measurements  need  to  be  performed  at  
frequencies  where  no  l im i ts  are  speci fi ed .  
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4.3  Limits  and  methods  for the  assessment of wi red  network ports  

4.3. 1  Electric power supply i n terface  

The l im i ts  and  measurement method  for the  assessment of conducted  d istu rbance vol tages  at  
the  AC  or DC e lectric  power suppl y i n terface  term inals  for the  frequency range  9  kHz to  
30  MHz are  g i ven  in  Table  1 .  

Table  1  – Disturbance  vol tage  l im its  at  the  electric  power supply in terface  

Frequency range  Limi ts  a  

dB(µV)  

Method  

Quasi -peak Average  

CIPR 1 6-2-1  and  
8 . 3  

 9  kHz to  50  kHz 1 1 0  – 

 50  kHz  to  1 50  kHz 90  to  80b  – 

 1 50  kHz to  0 , 5  MHz 66  to  56b  56  to  46b  

 0 , 5  MHz  to  5, 0  MHz 56c  46c  

 5  MHz to  30  MHz 60  50  

a  At  the  transi ti on  frequency,  the  l ower l im i t  appl i es .  

b  The  l im i t  decreases  l i nearl y wi th  the  l ogari thm  of the  frequency i n  the  ranges  50  kHz to  1 50  kHz and  1 50  kHz 
to  0 , 5  MHz.  

c For l i gh ti ng  equ ipment i ncorporati ng  excl us ively e l ectrodeless  l amps,  the  l im i t  i n  the  frequency range  of 
2 , 2  MHz to  3 , 0  MHz i s  73  dB(µV)  quasi -peak and  63  dB(µV)  average.  

 

4.3.2  Wired  network in terfaces  other than  power supply 

The l im i ts  and  measurement methods  for the  assessment of conducted  d isturbance  vol tages  
at wi red  network i n terfaces  other than  power suppl y for the  frequency range  1 50  kHz to  
30  MHz are  g i ven  in  Table  2  and  Table  3 .  

E i ther of the  methods  and  the  associated  l im i ts  from  Table  2  or Table  3  can  be  appl ied  to  
demonstrate  compl iance.   

Table  2  – Disturbance  vol tage  l im its  at wi red  network 
in terfaces  other than  power supply 

Frequency range   
(MHz)  

L im i ts   
dB(µV)  

Method  

Quasi -peak Average  

CISPR 1 6-2-1  and  8. 4  0 , 1 5  to  0 , 50  

0 , 50  to  30  

84  to  74  

74  

74  to  64  

64  

NOTE  1  The  l im i ts  decrease  l i nearl y wi th  the  l ogari thm  of the  frequency i n  the  range  0 , 1 5  MHz to  0 , 5  MHz.  

NOTE  2  The  vol tage  d i s tu rbance  l im i ts  are  deri ved  for use  wi th  an  arti fi cial  asymmetri cal  network (AAN)  wh ich  
presents  a  common  mode  (asymmetric  mode)  impedance  of 1 50  Ω  to  the  measured  i n terface.  
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Table  3  – Disturbance  current l im its  at  wired  network 
in terfaces  other than  power supply 

Frequency range   
(MHz)  

L im i ts   
dB(µA)  

Method  

Quasi -peak Average  

CISPR 1 6-2-1  and  8. 4  0 , 1 5  to  0 , 50  

0 , 50  to  30  

40  to  30  

30  

30  to  20  

20  

NOTE  1  The  l im i ts  decrease  l i nearl y wi th  the  l ogari thm  of the  frequency i n  the  range  0 , 1 5  MHz to  0 , 5  MHz.  

NOTE  2  The  curren t d i sturbance  l im i ts  are  deri ved  for use  of a  common  mode  (asymmetric  mode)  impedance  
of 1 50  Ω .  Hence  the  conversi on  factor appl i ed  i s  20  l og (1 50)  =  44  dBΩ .  

 

4.4  Limits  and  methods  for the  assessment  of local  wired  ports  

This  s tandard  d i fferen tiates  between  two categories  of “ local  wi red  port” .  These  are:  

a)  EUT i n terface  that ind i rectl y connects  to  a  network,  via  auxi l i ary equ ipment (th is  i ncl udes  
the  e lectrical  power suppl y i n terface  of ELV l amps);  

b)  EUT i n terface  that does  not connect to  a  network,  d i rectl y or i nd i rectl y,  and  wh ich  can  be  
connected  to  cables  having  a  l ength  equal  to  or greater than  3  m .  

For these  two sub-categories  of “ l ocal  wi red  port” ,  as  l i sted  above,  l im i ts  for conducted  
d isturbances  are  prescribed  in  th is  subclause.  

The  l im i ts  and  measurement methods  for the  assessment of conducted  d isturbance  vol tages  
of l ocal  wired  ports  for the  frequency range  9  kHz to  30  MHz are  g i ven  i n  Table  1 ,  Table  4,  
Table  5  and  Table  6.  

The  l im i ts  and  methods  appl icable  to  the  electrica l  power suppl y i n terfaces  of ELV lamps  are  
g i ven  i n  Table  1  and  Table  4 ,  for restricted  and  non-restricted  ELV lamps,  respectivel y,  wi th  
add i ti onal  requ i rements  for the  test  method  i n  6 . 4 . 7.  

Table  4 – Disturbance  vol tage  l im its  of l ocal  wi red  ports:  electrical  power supply 
in terface  of non-restricted  ELV lamps  

Frequency range  Lim i ts  a  c  d  

dB(µV)  

Method  

Quasi -peak Average  

CISPR 1 6-2-1  and  
A. 5. 1  

 9  kHz to  50  kHz 1 36  – 

 50  kHz  to  1 50  kHz 1 1 6  to  1 06b  –  

 1 50  kHz to  0 , 5  MHz 92  to  82b  82  to  72b  

 0 , 5  MHz  to  5, 0  MHz 82  72  

 5  MHz to  30  MHz 86  76  

a  At  the  transi ti on  frequency,  the  l ower l im i t  appl i es .  

b  The  l im i t  decreases  l i nearl y wi th  the  l ogari thm  of the  frequency i n  the  ranges  50  kHz to  1 50  kHz and  1 50  kHz 
to  0 , 5  MHz.  

c  The  l im i ts  i n  th i s  table  appl y i f no  26  dB  attenuator i s  appl i ed  (see  F i gure  A. 3).  

d  D i sturbance  vol tage  l im i ts  for restri cted  ELV l amps  are  g i ven  i n  Tabl e  1  (see  6. 4. 7).  

 

The l im i ts  and  methods  g iven  i n  Table  5  or Table  6  shal l  be  appl i ed  to  l ocal  wi red  ports  other 
than  e lectrical  power suppl y i n terfaces  of ELV lamps.  
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Table  5  – Disturbance  vol tage  l im its  at local  wi red  ports:  local  wired  ports  
other than  electrical  power supply in terface of ELV lamp  

Frequency range   
MHz  

L im i ts   
dB(µV)a  

Method  

Quasi -peak Average  
CISPR 1 6-2-1  (vo l tage  

probe  method )  
See  8. 5. 2 . 2  

0 , 1 5  to  0 , 50  

0 , 50  to  30  

80  

74  

70  

64  

a  At  the  transi ti on  frequency,  the  l ower l im i t  appl i es.  

 

Table  6  – Disturbance  current l imits  at  local  wired  ports:   local  wired  ports  
other than  electrical  power supply in terface of ELV lamp  

Frequency range   
MHz  

L im i ts   
dB(µA)  

Method  

Quasi -peak Average  
CISPR 1 6-2-1  
See  8. 5. 2 . 3  0 , 1 5  to  0 , 50  

0 , 50  to  30  

40  to  30  

30  

30  to  20  

20  

NOTE  1  The  l im i ts  decrease  l i nearl y wi th  the  l ogari thm  of the  frequency i n  the  range  0 , 1 5  MHz to  0 , 5  MHz.  

NOTE  2  The  curren t d i sturbance  l im i ts  are  deri ved  for use  of a  common  mode  (asymmetric  mode)  impedance  
of 1 50  Ω ,  and  the  convers ion  factor appl i ed  i s  20  l og (1 50)  =  44  dBΩ .  

 

4.5  Limits  and  methods  for the  assessment of the  enclosure  port  

4.5. 1  General  

This  subclause  g i ves  rad iated  d isturbance l im i ts  for the  enclosure  port as  a  function  of 
frequency range.  

4.5.2  Frequency range 9  kHz  to  30  MHz 

Rad iated-fie ld  d is turbance  l im i ts  i n  the  frequency range  of 9  kHz to  30  MHz are  g i ven  i n  
Table  8  and  Table  9.  

The  l im i ts  i n  Table  8  are  expressed  i n  terms  of a  current measured  i n  a  l arge  l oop-antenna  
system  (LLAS)  as  speci fied  i n  CISPR 1 6-1 -4.  Th is  curren t i s  a  measure  for the  magnetic fie l d  
l evel  around  the  EUT.  Th is  l im i t,  appl icable  for the  quasi -peak detector of the  CISPR receiver,  
i s  g i ven  for three  d i fferent s i zes  of l arge  loop  antenna  systems in  the  frequency range  9  kHz 
to  30  MHz.  

The  range  of maximum  d imensions  of the  EUT for each  of the  three  l oop-an tenna  d iameters  i s  
g iven  i n  Table  7.  

For EUT d imensions  l arger than  1 , 6  m ,  the  l im i ts  g i ven  i n  Table  9  associated  wi th  the  
magnetic fie l d  l oop  an tenna  measurement method  speci fied  i n  9 . 3 . 2  can  be  appl ied .  

The  l im i ts  i n  Table  8  and  Table  9  provide  d i fferen t options.  I n  any s i tuation  where  i t  i s  
necessary to  veri fy the  ori g inal  measurement resu l ts ,  the  measuring  method  orig inal l y chosen  
shal l  be  used  i n  order to  ensure  cons istency of the  resu l ts.  The  test report sha l l  s tate  wh ich  
method  was  used  and  wh ich  l im i ts  were  appl ied .  
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Table  7  – Maximum EUT d imension  that  can  be  used  
for testing  using  LLAS  with  d i fferent d iameters  

Maximum  d imension  of the  EUT,  D  

m 

Loop antenna d iameter 

m 

D  ≤  1 , 6  2  

D  ≤  2 , 6  3  

D  ≤  3 , 6  4  

 

Table  8  – LLAS  rad iated  d isturbance l im its  in  the  frequency range 9  kHz to  30  MHz 

Frequency range  Quasi -peak l im i ts  for three  loop  d iameters  
dB(µA)  

Method  

2  m  3  m  4  m  

CISPR 1 6-2-3  

and  9. 3. 2  

 9  kHz  to  70  kHz  88  81  75  

 70  kHz to  1 50  kHz 88  to  58a  81  to  51 a  75  to  45a  

 1 50  kHz to  3 , 0  MHz 58  to  22a  b  51  to  1 5a  b  45  to  9a  b  

 3 , 0  MHz  to  30  MHz 22  1 5  to  1 6c  9  to  1 2 c  

a  Decreasing  l i nearl y wi th  the  l ogari thm  of the  frequency.  

b  For l i gh ti ng  equ ipment i ncorporati ng  excl us ively e l ectrodeless  l amps,  the  l im i t  i n  the  frequency range  of 
2 , 2  MHz to  3 , 0  MHz i s  58  dB(µA)  for 2  m ,  51  dB(µA)  for 3  m  and  45  dB(µA)  for 4  m  l oop  d i ameter.  

c  I ncreasi ng  l i nearl y wi th  the  l ogari thm  of the  frequency.  

 

4.5.3  Frequency range 30  MHz to  1  GHz 

Rad iated-fie ld  d is turbance l im i ts  and  measurement methods  i n  the  frequency range  of 30  MHz 
to  1  GHz are  g iven  i n  Table  1 0  i n  terms  of quasi -peak values  of the  e lectric  fi el d  component.  

Table  1 0  provides  d i fferent options.  I n  any s i tuation  where  i t  i s  necessary to  veri fy the  orig inal  
measurement resu l ts ,  the  measuring  method  and  measuring  d istance  ori g inal l y chosen  shal l  
be  used  i n  order to  ensure  consistency of the  resu l ts .  The  test report shal l  state  wh ich  method  
was  used  and  wh ich  l im i ts  were  appl ied .  

Table  9  – Loop  antenna rad iated  d isturbance l imi ts  in  the  frequency range  9  kHz  to  
30  MHz for equ ipment wi th  a  d imension  >  1 ,6  m  

Frequency range  

MHz 

Limi ts  at  3  m  d i stance  

Quasi -peak 

dB(µA/m)  

Method  

0, 009  to  0 , 070  69  

9. 3. 3  
0 , 070  to  0 , 1 50  69  to  39  b  

0 , 1 50  to  4 , 0  39  to  3  a  b  

4 , 0  to  30  3  

a  For l i g h ti ng  equ ipment  i ncorporati ng  exclus i vel y e l ectrodel ess  l amps,  the  l im i t  i n  the  frequency range  of 
2 , 2  MHz to  3 , 0  MHz i s  39  dB(µA/m).  

b  Decreasing  l i nearl y wi th  l ogari thm  of frequency.  
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Table  1 0  – Rad iated  d isturbance l imits  and  associated  measurement methods  
in  the  frequency range  30  MHz to  1  GHz 

Testing  method  a  Reference  g  Frequency range  

MHz 

Quasi -peak l im i ts  d  

OATS  or SAC  

at  1 0  m  d i s tance  

CI SPR 1 6-2-3  30  to  230  

230  to  1  000  

30  dB(µV/m)  

37  dB(µV/m)  

OATS  or SAC  

at  3  m  d i stance  

CI SPR 1 6-2-3  30  to  230  

230  to  1  000  

40  dB(µV/m)  

47  dB(µV/m)  

FAR 

at  3  m  d i stance  

CI SPR 1 6-2-3  30  to  230  

230  to  1  000  

42  to  35  e  dB(µV/m)  

42  dB(µV/m)  

TEM-wavegu i de  b  I EC  61 000-4-20  30  to  230  

230  to  1  000  

30  dB(µV/m)  

37  dB(µV/m)  

CDNE  method  c,  f  CI SPR 1 6-2-1  30  to  1 00  

1 00  to  200  

200  to  300  

64  to  54  e  dB (µV)  

54  dB(µV)  

54  to  51  e  dB(µV)  

a   Any of the  methods  and  the  associated  l im i ts  can  be  appl i ed  to  demonstrate  compl iance.  

b   The  TEM-wavegu i de  i s  l im i ted  to  EUTs  wi thout  cables  attached  and  wi th  a  maximum  s i ze  accord ing  to  6 . 2  of 
I EC 61 000-4-20: 201 0  (the  l argest  d imension  of the  enclosure  at  1  GHz measuri ng  frequency i s  one  
wavel ength ,  300  mm  at  1  GHz) .  

c  The  CDNE  method  and  the  associated  l im i ts  up  to  300  MHz can  be  on l y appl i ed  for EUTs  wi th  cl ock 
frequenci es  bel ow or equal  to  30  MHz.  I n  such  a  case,  the  product i s  d eemed  to  comply wi th  the  requ i rements  
between  300  MHz and  1  000  MHz.  The  CDNE-l im i ts  between  200  MHz and  300  MHz speci fi ed  i n  Tab le  1 0  are  
more  s tri ngent  than  the  l im i ts  g i ven  i n  CI SPR 1 5: 201 3.  An  i ncreasi ng  marg in  (up  to  1 0  dB  at  300  MHz)  has  
been  appl i ed  between  200  MHz and  300  MHz.  I f the  CDNE  test  fa i l s ,  then  any of the  other methods  and  
associated  l im i ts  can  sti l l  be  appl i ed  a .  

d   At  the  trans i ti on  frequency,  the  l ower l im i t  appl i es.  

e   The  l im i t  decreases  l i nearl y wi th  the  l ogari thm  of the  frequency.  

f   The  EUT s i ze  l im i tation  of CISPR 1 6-2-1  do  not  appl y.  For the  CDNE  method ,  the  l argest d imensions  of the  
EUT are  3  m  x 1  m  x 1  m  (l  x w  x h ) .  The  CDNE  restri cti ons  appl y to  the  EUT on ly,  and  not  the  wi ri ng  or the  
total  d imension  of the  system  under test,  see  F igure  2 .  

g   See  a l so  9. 3 . 4 .  

 

5 Appl ication  of the l imi ts  

5.1  General  

The appl icabi l i ty of l im i ts  for EUTs  is  g iven  i n  C lause  5.  Add i tional  gu idel i nes/requ i rements  for 
the  appl icabi l i ty of the  l im i ts  to  speci fic ki nds  of EUTs  are  g i ven  i n  Clause  6.  See  F igure  4.  

The  general  operational  cond i tions  for the  EUT are  g i ven  i n  C lause  7.  The  measurement 
methods  for conducted  and  rad iated  d isturbances  are  speci fied  i n  C lause  8  and  Clause  9 .  

5.2  Identi fication  of the  in terfaces  subject to  test  

I f the  EUT does  not fa l l  i n  one  of the  categories  speci fied  i n  Clause  6 ,  then  the  appl icable  test  
cases  for the  various  EUT in terfaces  shal l  be  derived  as  fol lows.  

F i rst,  the  EMC-relevant phys ica l  properties  of the  EUT and  i ts  wired  in terfaces  are  to  be  
determ ined ;  see  F igure  3  for gu idance.  For each  wi red  i n terface  i n  turn  a  decis ion  is  then  
made  as  to  whether i t  i s  connected  to  a  network i n  a  d i rect way,  i nd i rect  way or not  at a l l .  
Once  the  types  of in terface  and  poss ib le  connections  are  known ,  each  i n terface  i s  a l l ocated  to  
one  of the  three  poss ible  standard ised  EMC ports  as  deta i l ed  below:  
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•  enclosure  port;  

•  wi red  network port;  

•  l ocal  wi red  port.  

The  appl icable  test method ,  associated  test  arrangement and  l im i ts  sha l l  then  be  selected  for 
each  i n terface  in  tu rn ,  depend ing  upon  i ts  port cl ass i fication  and ,  as  per the  requ i rements  i n  
5. 3.  

5.3  Appl ication  of l im its  to  the  in terfaces  

5.3. 1  General  

A flow chart  depicting  the  decis ion  process  for the  appl ication  of l im i ts  i s  g i ven  in  F igure  4 .  

5.3.2  Conducted  d isturbance  requ irements  for the  wired  network port  

5.3.2 .1  Conducted  d isturbance  requ irements  for the  electrical  power supply 
in terface  

The  d istu rbance vol tage  l im i ts  and  measurement method  of the  e lectrical  power suppl y 
i n terfaces  i n  the  frequency range  9  kHz to  30  MHz are  g i ven  i n  Table  1 .  

These  l im i ts  appl y for el ectrica l  power supply i n terfaces  that  are  d i rectl y connected  to  a  power 
suppl y network (Figure  4).  

5.3.2 .2  Conducted  d isturbance  requ i rements  for wired  network i n terfaces  other than  
power supply 

The l im i ts  speci fied  i n  th is  subclause  appl y for wi red  network in terfaces  other than  power 
suppl y that are  d i rectl y connected  to  a  network (F igure  4) .  

The  d isturbance vol tage  l im i ts  and  measurement method  of wired  network in terfaces  other 
than  power suppl y (e. g .  for communication  or data  transfer)  in  the  frequency range  1 50  kHz to  
30  MHz are  g i ven  i n  Table  2  for use  wi th  an  arti ficia l  asymmetrical  network (AAN).  I f no  
coupl ing  network i s  avai lable  for the  i n terface  i n  question ,  then  the  curren t l im i ts  g i ven  in  
Table  3  sha l l  be  appl i ed  us ing  the  curren t measurement method  g iven  i n  8 . 4.  

5.3.3  Conducted  d isturbance  requ irements  for local  wired  ports  

These  l im i ts  appl y for i n terfaces  of the  fo l l owing  type  (F igure  4) :  

1 )  i nd i rectl y connected  to  a  network via  other equ ipment,  i nclud ing  power suppl y i n terface  of 
ELV l amp;   

2)  not connected  to  a  network and  wi th  a  l eng th  greater than  or equal  to  3  m .  

For l ocal  wired  ports  other than  power suppl y i n terface  of ELV lamp,  the  d isturbance vol tage  
or the  d is turbance curren t l im i ts  g i ven  i n  Table  5  or Table  6  shal l  be  appl i ed  us ing  the  
measurement methods  g iven  i n  8 . 5. 2. 2  and  8. 5. 2 .3 .  The  method  of measurement and  the  
appl icable  l im i ts  for the  power suppl y i n terface  of ELV l amp are  described  i n  6. 4 . 7 .  

NOTE  I n terfaces  that  are  not  connected  to  a  network and  wi th  a  l ength  l ess  than  3  m  are  assessed  th rough  the  
enclosu re  port  test.  Nonetheless,  the  e l ectri cal  power supp ly  i n terface  of ELV l amp  i s  a lways  subject  to  conducted  
em issions  test,  as  per 6 . 4. 7.  

5.3.4  Rad iated  d isturbance  requ irements  for the  enclosure  port  

5.3.4. 1  Frequency range 9  kHz  to  30  MHz 

Rad iated-fie ld  d isturbance l im i ts  i n  the  frequency range  of 9  kHz to  30  MHz (Table  8  or  
Table  9)  appl y to  the  enclosure  port of the  EUT.  However,  the  EUT needs  to  be  tested  for 
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rad iated  em issions  wi th in  9  kHz to  30  MHz on l y i f the  appl ication ,  construction  or technology 
of the  EUT can  cause  l arge  magnetic d ipole  moments .  I n  case  of doubt,  or i f no  such  
i n formation  is  avai lab le  then  the  test i s  to  be  done.  A l arge  d ipole  moment i s  obtained  i f a  
substan tia l  d is turbance  curren t i s  runn ing  in  a  l oop  that encompasses  a  l arge  surface,  such  as  
(bu t not  l im i ted  to)  the  fol l owing  cases:  

– the  manufacturer a l lows  external  wi red  i n terfaces  connected  to  the  EUT by s ing le-
conductor cables ;   

– the  EUT appl ies  i n ternal  s i ng le-conductor and  separated  i n terconnect wi ring  (or PCBs  
tracks)  that cause  l oops  and  an  associated  magnetic  d ipole;   

– EUTs  that appl y technolog ies  wi th  inductive  power transfer.  

EXAMPLES  Lum inai res  that  have  separated  supply l i nes ;  e l ectrodel ess  l amps  wi th  i nducti ve  power transfer and  
rechargeable  l um inai res  i ncorporati ng  i nducti ve  power transfer are  cons idered  to  be  equ ipment wi th  l arge  magneti c  
d i po le  moments.  DC-fed  LED  l i gh t  sou rces  and  magneti c  50  Hz or 60  Hz wound  bal l asted  l um inai res  are  examples  
of l i gh ti ng  equ ipment that  are  considered  to  have  very smal l  d i pol e  moments  and  therefore  do  not  need  to  be  
tested .   

I f the  EUT is  i ncapable  of generating  a  l arge  magnetic d ipole  moment,  then  no  test  i s  requ i red  
and  the  EUT is  deemed  to  comply wi th  the  rad iated-fie ld  d isturbance l im i ts  i n  the  frequency 
range  of 9  kHz to  30  MHz.  

5.3.4.2  Frequency range 30  MHz to  1  000  MHz 

The EUT shal l  be  evaluated  for rad iated  em issions  i n  the  30  MHz to  1  000  MHz range  by 
testing  i n  accordance  wi th  one  of the  methods  i n  Table  1 0.  

When  the  CDNE method  i s  used  and  al l  clock frequencies  of the  EUT are  below or equal  to  
30  MHz,  then  the  product i s  deemed  to  comply wi th  the  requ irements  between  300  MHz and  
1  000  MHz i f the  em issions  comply wi th  the  l im i ts  i n  the  30  MHz to  300  MHz frequency range  
as  speci fied  i n  Table  1 0.  

5.3.5  Mu l tiple  i n terfaces  of the  same type  

Where  the  EUT has  more  than  one  in terface  of the  same type,  they shal l  be  selected  for 
testing  as  fol lows:  

•  i f there  are  mu l ti p le  s im i l ar in terfaces  connected  to  the  same card  or modu le,  then  i t  i s  
acceptable  to  assess  one  of those  i n terfaces;  

•  where  there  are  ports  of the  same type  on  d i fferen t cards  or modu les,  then  i t  i s  acceptable  
to  assess  one  typical  port on  each  card  or modu le  types.  

The  above is  appl icable  to  conducted  em iss ions  measurements  on  network ports  and  l ocal  
wi red  ports  on l y.  

The  test report shal l  i den ti fy the  ports  assessed .  Al l  other i n terfaces  and  ports  are  deemed  to  
comply wi th  the  appl icable  l im i ts  i n  CISPR 1 5  provided  the  above  requ irements  were  fol lowed  
in  se lecting  the  ports  for testi ng  and  provided  a l l  tested  ports  were  demonstrated  to  be  
compl ian t wi th  the  appl icable  l im i ts  of CI SPR 1 5.  

5.3.6  In terfaces  that can  be  categorised  as  multiple  types  of ports  

I f a  s i ng le  i n terface  sati sfies  the  defin i ti on  of more  than  one  type  of port defined  i n  th is  
publ ication ,  i t  i s  subject to  the  requ i rements  that appl y for each  of the  port  types  i t  satisfies.  

EXAMPLE  A power-over-Ethernet can  be  i d enti fi ed  as  both  a  wi red  network port  (Ethernet-connection )  and  a  
l ocal -wi red  port  (DC  power supply).  For the  wi red  network port  (E thernet-connection),  the  l im i ts  i n  e i ther Table  2  or 
Table  3  wou ld  appl y.  For the  l ocal -wi red  port  (DC power suppl y)  the  l im i ts  i n  e i ther Tabl e  5  or Tabl e  6  appl y.  I n  th i s  
case,  the  d i stu rbance  current  l im i ts  of Table  3  and  Tab le  6  are  the  same.  The  d i stu rbance  vol tage  l im i ts  of Tabl e  2  
and  Tabl e  5  are  d i fferen t bel ow 0, 5  MHz because  of the  d i fferen t methods.  I n  th i s  example,  the  l im i ts  for e i ther type  
of port  are  bas ical l y the  same.   Broadband  over power and  powerl i ne  commun ication  are  other examples  where  the  
i n terface  i n  q uestion  can  be  categorized  as  d i fferen t ki nds  of wi red  network ports  (4 . 3).  
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6 Product specific l imi t appl ication  requirements  

6.1  General  

This  cl ause  i ncludes  l im i t  appl ication  requ i rements  for speci fic  types  of l i gh ti ng  equ ipment and  
shal l  be  used  i n  con junction  wi th  the  general  requ i rements  i n  C lause  5.  C lause  5  appl i es  for 
equ ipment not l i sted  i n  Clause  6  (fi rst decis ion  box i n  F igure  4).  

Product speci fic appl ication  notes  referring  to  particu lar measurement set-ups  or operating  
cond i tions  are  g i ven  i n  Annex A.  

6.2  Passive  EUT  

A pass ive  EUT is  deemed  to  fu l fi l  the  requ i rements  of th is  document  wi thou t further testi ng .  
Examples  of such  equ ipment include:  l um inai res  su i table  for i ncandescent l amps  or se l f-
bal l asted  lamps,  transformers  for i ncandescent or se l f-bal l asted  l amps  that do  not regu late  
the  vol tage  by means  of acti ve  electron ic componen ts ,  l um inai res  fi tted  wi th  on l y LEDs and  
pass ive  componen ts.  Mains  recti fier d iodes  are  cons idered  passive  componen ts.  

NOTE  Where  i n  th i s  document,  the  term  " i ncandescent  l amp"  i s  used ,  a l l  types  of i ncandescent l amps  i ncl ud i ng  
halogen  l amps  are  meant.  

EXAMPLE  I ncandescent  l amps  are  general l y a l so  pass i ve  equ i pment.  Al though  i t  shou l d  be  noted  that  some 
types  of i ncandescent l amps  wi th  very l ong  fi l aments  can  generate  excessive  d i sturbances.  

EUT wi th  e lectromagnetic controlgear can  be  considered  to  contain  on l y pass ive  componen ts .  
However due  to  the  phys ical  characteristic of d ischarge  l amps,  fu rther assessment i s  
requ i red .  Such  equ ipment shal l  comply wi th  the  d is turbance  vol tage  l im i ts  at  the  e lectric  
power suppl y in terface  term inals  g iven  in  Table  1 .  However,  l um inai res  for d ischarge  l amps  
con tain ing  on l y pass ive  con trolgear and  fi tted  wi th  a  power factor correction  capaci tor or 
suppress ion  capaci tor (at  l east 47  nF)  across  the  mains  term inals  are  deemed  to  comply wi th  
the  requ i rements  of th is  document wi thout measurement.  Compl iance  can  be  ach ieved  by 
i nspection .  

6.3  Rope l ights  

6.3. 1  General  

Rope l igh ts  e. g .  Christmas  l ights ,  l i ghting  chains,  are  used  for d i fferent appl ications  both  
i ndoor and  outdoor i n  the  areas  of general  and  effect l i gh ti ng .  Depend ing  upon  the  appl ication  
and  construction ,  d i fferen t l i gh t source  or l amp technolog ies  can  be  appl ied ,  e . g .  
i ncandescent l amps  or LED  l amps.  The  con trolgear for rope  l i gh ts  can  be  independent or 
i n tegrated .  Also  rope  l i gh ts  wi thout con trolgear are  feas ib le.  

6.3.2  Requirements  for rope l ights  

Rope l i ghts  wi th  active  swi tch ing  e lectron ic componen ts  shal l  comply wi th  the  d is tu rbance  
vol tage  l im i ts  at mains  term inals  g i ven  i n  Table  1  and  wi th  the  rad iated  d isturbance  l im i ts  
g i ven  i n  Table  8  or Table  9  i f appl icable,  and  i n  Table  1 0 .  

The  setup  and  test  arrangements  are  speci fied  i n  Clause  A. 3.  

6.4 Modules  

6.4. 1  General  

This  subclause  speci fies  how to  configure  a  system  under test i n  case  the  EUT is  a  modu le  
that i s  i n tended  to  be  marketed  and/or so ld  separatel y from  a  l i ghting  apparatus  or system  
and  thus  to  be  appl i ed  by an  end  user i n  a  l i gh ting  apparatus  or system .   

D i fferen t types  of modu les  can  be  d isti ngu ished ,  for example  the  EUT can  be  (F igure  5) :  
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•  a  replaceable  modu le,  for example  a  sel f-bal lasted  l amp,  an  ELV l amp or s tarter;  

•  an  external  modu le,  for example  an  i ndependent d ri ver or i gn i ter,  a  wal l  d immer or a  
remote  con trol ;  

•  an  in ternal  modu le,  for example  a  d ri ver;  

•  a  mounted  modu le,  for example  a  l i gh t source,  an  adapter or a  network i n terface  card .  

I n ternal ,  mounted ,  replaceable  or external  modu les  shal l  be  assessed  wi th  at l east one  
representati ve  host system  as  auxi l i ary equ ipment.  

The  port(s)  of any modu le  be ing  assessed  shal l  be  term inated  i n  accordance  wi th  7 . 9 .  The  
functions  of the  host that  are  speci fic to  the  modu le  being  assessed  shal l  be  exercised  during  
the  measurements.  Modu les  shown  to  meet the  requ i rements  of th is  document i n  one  
representati ve  host are  deemed  to  meet the  requ i rements  of th is  publ ication  when  used  i n  any 
host.  The  host and  modu les  used  during  measurements  shal l  be  l i s ted  i n  the  test report.  

The  manufactu rer of the  modu le  shal l  speci fy the  host or the  type  of l um inaire  and  associated  
ci rcu i ts  wh ich  are  su i table  and  represen tati ve  for use  wi th  the  modu le.  Th is  sha l l  be  based  on  
anal ys ing  various  poss ib le  typ ical  appl ications  for the  speci fic modu le  such  that the  selected  
host i s  represen tati ve  of typ ica l  use  i n  terms  of m i ti gation  of d is turbances  from  the  modu le  i n  
question .  

Disturbances  from  auxi l iary equ ipment ( includ ing  the  host)  i tsel f shal l  be  su fficien tl y below the  
appl icable  l im i t l evels .  

Requ i rements  for speci fi c types  of modu les  are  g i ven  in  6. 4 . 3  through  6. 4. 1 0 .  

6.4.2  Modules  having  mul tiple  appl ications  

Modu les  whose functional i ty and  connectivi ty a l l ows  them  to  be  replaceable,  i n ternal ,  
mounted  and/or external  shal l  be  tested  i n  each  of those  appl icable  configurations.  Where  i t  
can  be  shown  that one  particu lar configuration  provides  a  worst case,  testing  i n  th is  
configuration  i s  sufficien t  to  show compl iance.   

6.4.3  In ternal  modu les  

For i n ternal  modu les,  the  appl icabi l i ty of the  l im i ts  i s  determ ined  us ing  the  process  g i ven  i n  
5. 3.  That process  shal l  be  appl i ed  to  each  of the  i n terfaces  of the  host that may be  affected  
by em iss ions  (conducted  or rad iated )  generated  by the  modu le  under test.  For those  
in terfaces  of the  host that are  not tested ,  the  test report sha l l  i ncl ude  a  j usti fication  why they 
were  deemed  not to  be  affected  by em issions  generated  by the  modu le  under test.  

The  host,  that i ncl udes  the  modu le  as  EUT,  i s  tested  as  a  l um inai re  i n  accordance wi th   
Clause  B . 6  (F igure  B . 1 b)  and  Clause  C. 4  (F igure  C. 4)  or CDNE setup  accord ing   
CISPR 1 6-2-1 .  

6.4.4  External  modu les  

For external  modu les  the  appl icabi l i ty of the  l im i ts  i s  determ ined  us ing  the  process  g i ven  in  
5. 3  for each  of the  i n terfaces  of the  modu le.  

NOTE  For external  modu les,  the  host  that  i s  appl i ed  i s  auxi l i ary equ ipment.  The  d i sturbance  i s  measured  at  the  
term inal s  of the  EUT (modu le  u nder test) .  See  for i nstance  Cl ause  D. 3  (Case  2 -  appl i cati on  2) .  

External  modu les  as  EUT are  measured  separatel y to  make sure  that the  auxi l i ary equ ipment 
(host)  does  not a l ter the  measurement resu l t  (no  mutual  i n teraction ).  Detai ls  on  the  
arrangement of external  modu les  are  g iven  i n  Clause  B .6  (F igure  B . 2)  and  Clause  C. 4  
(F igure  C.5)  or CDNE setup  accord ing  CISPR 1 6-2-1 .  
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6.4.5  Single  capped  self-bal lasted  l amps  

Sing le  capped  sel f-bal l asted  l amps  shal l  comply wi th  the  d is turbance vol tage  l im i ts  at mains  
term inals  g i ven  in  Table  1  and  wi th  the  rad iated  d isturbance l im i ts  g i ven  i n  Table  8  or Table  9  
i f appl icable,  and  i n  Table  1 0.  

The  setup  and  test arrangements  for s ing le  capped  se l f-bal l asted  lamps  are  speci fi ed  i n  
Clause  A. 1 .  

6.4.6  Double-capped  self-bal lasted  l amps,  double-capped  l amp adapters,  double-
capped  semi-luminaires  and  double-capped  retrofi t  lamps used  in  fl uorescent 
lamp luminaires  

Double-capped  sel f-bal lasted  lamps,  double-capped  l amp adapters,  double-capped  sem i -
lum inaires  and  double-capped  retrofi t  l amps  used  i n  fl uorescent l amp l um inai res  shal l  comply 
wi th  the  electric  power suppl y i n terface  vol tage  l im i ts  g i ven  i n  Table  1  and  wi th  the  rad iated  
d isturbance l im i ts  g iven  i n  Table  8  or Table  9  i f appl icable,  and  in  Table  1 0.  

The  test methods  are  speci fi ed  in  C lause  A. 4.  

6.4.7  ELV lamps  

ELV l amps  shal l  comply wi th  one  of the  fo l l owing  requ irements :  

a)  Non-restricted  (see  3 . 3 . 20)  extra-low vol tage  (ELV)  lamps,  i n tended  for connection  to  
symmetrical  ELV networks,  sha l l  comply wi th  the  conducted  d isturbance vol tages  of l ocal  
wired  ports  of Table  4  at the  ELV i n terface,  measured  in  accordance wi th  the  method  
speci fied  A. 5. 1 ,  and  wi th  the  rad iated  d isturbance l im i ts  of Table  8  or Table  9  i f appl icable,  
and  i n  Table  1 0,  measured  in  accordance  wi th  the  method  speci fied  i n  A. 5. 2 .  

NOTE  1  The  i nsertion  l oss  of the  appl i ed  con trolgear i s  typical l y 26  dB  based  on  measurements  on  real  
confi gu rati ons.  

NOTE  2  Special  care  i s  taken  that  no  overl oad i ng  of the  receiver occu rs.  

NOTE  3  The  26  dB  add i ti on  i s  not  appl i ed  to  the  assessment  of rad i ated  d i sturbances.  

b)  Restricted  ELV l amps  (see  3 . 3 . 20)  shal l  comply wi th  the  mains  d is tu rbance  vol tage  l im i ts  
of Table  1 ,  measured  i n  accordance  wi th  the  method  speci fi ed  A. 5. 1 ,  and  wi th  the  rad iated  
d isturbance l im i ts  of Table  8  or Table  9  i f appl icable,  and  in  Table  1 0 ,  measured  i n  
accordance  wi th  the  method  speci fi ed  in  A. 5. 2 .  

NOTE  4  ELV l amps  wi th  acti ve  e l ectron ic  ci rcu i t  are  not  i n tended  for the  connection  to  unsymmetrical  ELV 
networks.  

6.4.8  Single-capped  semi-luminai res  

Sing le-capped  sem i -lum inai res  shal l  comply wi th  the  requ irements  g i ven  i n  C lause  5 ,  wi th  a  
typ ical  l amp satisfying  the  l oad  requ irements  as  speci fied  i n  7 . 4 .  

S ing le-capped  sem i-l um inaires  shal l  be  arranged ,  setup  and  measured  as  a  sel f-bal l asted  
l amp.  The  test methods  are  speci fied  in  C lause  A. 1 .  

6.4.9  Independent  ign i ters  

I ndependent i gn i ters  for fluorescent and  other d i scharge  l amps  shal l  comply wi th  the  mains  
d isturbance vol tage  l im i ts  of Table  1 ,  and  they are  tested  in  a  ci rcu i t  as  described  i n   
Clause  A. 6.  

6.4. 1 0  Replaceable  starters  for fluorescent  l amps  

I f the  replaceable  starter con tains  active  swi tch ing  e lectron ic components ,  i t  shal l  comply wi th  
the  mains  d isturbance vol tage  l im i ts  of Table  1 ,  wh i le  i t  i s  appl i ed  and  tested  in  a  re levant 
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host,  i . e.  a  s i ng le  l amp l um inai re  equ ipped  wi th  a  lamp of the  h i ghest  power rating  for wh ich  
the  starter i s  des igned .  The  manufacturer shal l  speci fy i n  the  operating  manual  the  type  of 
l um inaire  and  associated  ci rcu i t(s)  wh ich  are  su i table  for use  wi th  the  s tarter.  The  host that  
i ncludes  the  replaceable  starter as  EUT is  tested  as  a  l um inaire  i n  accordance wi th   
Clause  B. 5.  

I f replaceable  s tarters  i ncorporate  a  capaci tor having  a  va lue  between  0 , 005  µF  and  0, 02  µF  
and  wh ich  i s  connected  para l lel  to  the  contact p i ns  of the  starter i t  i s  deemed  to  comply wi th  
the  requ i rements  of th is  document wi thou t testing .  

7 Operating  and  test condi tions  of the EUT 

7. 1  General  

When  measurements  of d isturbances  of the  EUT are  be ing  made,  the  equ ipment shal l  be  
operated  under the  cond i ti ons  speci fied  i n  7 . 2  to  7 . 9 .  

The  EUT is  to  be  tested  as  de l i vered  by the  manufacturer under normal  operati ng  cond i tions,  
for example,  as  g iven  i n  I EC  60598-1  for l um inaires.  

The  poss ib le  specia l  cond i tions  g iven  i n  C lause  8  and  Clause  9  for the  d i fferent methods  of 
measurement shal l  be  appl ied  add i ti onal l y,  as  appropriate.  

7.2  Switch ing  

The d isturbance caused  by manual  or au tomatic  operation  of a  swi tch  (external  or i ncl uded  i n  
equ ipment)  to  connect or d isconnect the  mains  shal l  be  d isregarded .  Th is  i ncludes  manual  
on /off swi tches  or,  for example,  swi tches  acti vated  by sensors  or ri pple  control  receivers.  
However,  swi tches  wh ich  m igh t be  operated  more  often  than  once  i n  a  1 0  seconds  period  
(e. g .  such  as  those  of advertis i ng  s igns)  are  not incl uded  i n  th is  exemption  (see  7. 5).  

7.3  Supply vol tage  and  frequency 

The suppl y vol tage  shal l  be  wi th in  ±  2  %  of the  rated  vol tage.  I n  the  case  of a  vol tage  range,  
measurement shal l  be  carried  ou t wi th in  ±  2  %  of each  of the  standard  supply vol tages  of that  
range  g iven  i n  I EC  60038.  The  frequency of the  mains  suppl y shal l  be  as  rated  for the  
equ ipment.  EUTs  that can  be  operated  from  ei ther an  AC or DC suppl y shal l  be  measured  in  
both  cond i tions.  

I f the  rated  frequency range  i ncludes  50  Hz and  60  Hz,  a  measurement at e i ther 50  Hz or at 
60  Hz shal l  be  performed.  The  em iss ions  at the  other mains  frequency are  then  covered  by 
th is  measurement.  

7.4 Rated  l amp load  and  l ight regu lation  

I f the  EUT has  a  range  of lamp l oads  i t  shal l  be  measured  wi th  the  maximum  rated  l amp l oad  
on l y.  

I f the  EUT has  the  possibi l i ty to  reduce  the  ou tput power (d imm ing) ,  the  e lectromagnetic  
d isturbance of the  EUT shal l  be  measured  at  the  maximum  and  m in imum  l i gh t ou tput.  

Phase-cut d immers  are  operated  i n  the  worst case  setti ng  as  determ ined  du ring  a  pre-test.  

7.5  Operating  modes  

I f the  EUT is  capable  of being  used  i n  d i fferent operati ng  modes  e . g .  flash ing ,  runn ing  
i l l um ination ,  communication  by l i ght modu lation ,  co lour sh i fti ng ,  emergency,  charg ing  etc. ,  
then  measurements  shal l  be  performed  in  the  worst-case  mode  of operation .  
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NOTE  Mu l ti p l e  charge  reg imes  can  be  used  by some  battery technolog ies  du ri ng  charg i ng ,  i . e.  fast,  tri ckle,  s tand  
by,  PWM etc.  for appl i cations  i n  torches,  emergency l i g h ti ng ,  etc.  

The worst case  shal l  be  found  by prescann ing  every mode of operation  over at l east one  
repeti tion  in terval  of the  speci fic mode.  

7.6  Ambient conditions  

Measurements  shal l  be  carried  ou t i n  normal  l aboratory cond i ti ons.  The  ambient temperature  
shal l  be  wi th in  the  range  from  1 5  °C  to  30  °C  or wi th in  the  range  speci fied  by the  
manufacturer i n  the  operating  manual  i f more  restricted .  

7.7  Lamps  

7.7. 1  Type of lamps used  in  l ighting  equ ipment 

Disturbance measurements  of l i ghti ng  equ ipment shal l  be  carried  ou t wi th  the  l amp for wh ich  
the  l i gh ting  equ ipment i s  des igned .   

When  the  l i ghti ng  equ ipment i ncorporates  more  than  one  l amp,  a l l  l amps  shal l  be  operated  
s imu l taneousl y.  

7.7.2  Ageing  times  

The l i gh t source(s)  or l amp(s)  that i s/are  part of the  EUT shal l  be  stable  un i ts .  Some l i gh t 
source  technolog ies  need  a  m in imum  time of age ing  to  reach  a  state  where  i ts  performance  
characteristics  are  s table  for the  purpose  of th is  test.  

Un less  otherwise  stated  i n  th is  document or speci fi ed  by the  manufacturer,  the  fol l owing  
ageing  times  shal l  be  appl i ed :  

– 2  h  for i ncandescent  technolog ies ;  

– 1 00  h  for d ischarge  technolog ies .  

For LED  and  OLED  technolog ies  no  age ing  time is  requ i red  from  an  EMC-testi ng  poin t of 
view.  

7.8  Stabi l ization  times  

Prior to  a  measurement,  the  EUT i nclud ing  the  l i gh t source(s)  or l amp(s)  that i s  (are)  part of 
the  EUT shal l  be  operated  un ti l  s tabi l i zation  has  been  reached .  Un less  otherwise  s tated  i n  
th is  document or speci fi ed  by the  manufacturer,  the  fol l owing  s tabi l i zation  time shal l  be  
appl ied :  

– 1 5  m in  for EUTs  that do  not i nclude  gas  d ischarge  technolog ies ;   

– 30  m in  for EUTs  that i ncl ude  gas  d ischarge  technolog ies .  

7.9  Operation  and  load ing  of wired  in terfaces  

7.9. 1  General  

I n terfaces  or connections  that are  designated  as  wi red  ports  shal l  be  operated  wi th  typ ical  
wiring  and  l oads  or term inations  i n  accordance  wi th  the  manufacturer’s  speci fication .  Any 
transm ission  protocol  requ ired  shal l  be  typica l  for normal  use  and  as  speci fied  by the  
manufacturer.  

7.9.2  In terface  in tended  for a  continuous  s ignal  or data  transmission  

I f the  in terface  i s  i n tended  for a  conti nuous  s i gnal  transm iss ion  (e . g .  PWM),  the  s ignal  
transm ission  shal l  be  i n  operation  during  the  measurement of a l l  ports  of the  EUT.  A 
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con tinuous  s ignal  or data  transm ission  may be  requ ired  to  main tain  the  status  (e. g .  d imm ing  
l evel )  of the  EUT or of the  equ ipment connected  to  the  EUT.  

7.9.3  In terface  not  i n tended  for a  continuous  s ignal  or data  transmission  

I f the  transm iss ion  is  not con ti nuous  or a  continuous  data  transm ission  i s  not necessary to  
main ta in  the  status  of the  EUT (e. g .  d imm ing  command  sen t via  a  DALI  protocol ) ,  conti nuous  
transm ission  during  the  tests  shal l  not  be  appl i ed .  

7.9.4  Load  

The l oad  of an  EUT shal l  be  appl i ed  as  fol l ows:  

– l oad  i n terfaces  wh ich  are  su i table  for both  i ncandescent lamps  and  other types  of l i gh ting  
equ ipment (e. g .  se l f-bal lasted  l amps)  shal l  be  tested  wi th  non - inductive  res isti ve  l oads;  

NOTE  I ncandescent l amps  are  a l so  cons idered  as  non -i nducti ve  res i sti ve  l oads.  

– l oad  i n terfaces  wh ich  are  su i table  on l y for l i ghting  equ ipment other than  i ncandescent 
l amps,  shal l  be  tested  wi th  the  appropriate  l i gh ting  equ ipment as  speci fied  by the  
manufacturer.  

The  l oad  l evel  requ irements  are  g iven  i n  7. 4.  

8 Methods  of measurement of conducted  d isturbances   

8. 1  General  

This  clause  speci fies  the  measurement methods,  EUT arrangements  and  procedures  
associated  wi th  the  conducted  d isturbance  measurements  and  i nclude  speci fic requ i rements  
that  take  precedence over those  provided  in  the  bas ic standards.  Detai l s  on  speci fic EUT-
arrangements  for conducted  d isturbance measurements  are  g iven  i n  Annex B .  

8.2  Measurement instrumentation  and  methods  

Conducted  d istu rbances  at the  d i fferent ports  shal l  be  measured  by appl yi ng  i nstrumentation ,  
test s i tes ,  procedures  and  method  as  i nd icated  in  the  references  of Table  1 1 .  
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Table  1 1  – Overview of standard ized  conducted  d isturbance measurement methods  

I n terface  Limi ts  Frequency range  Reference  

Electri c  power suppl y 
i n terface  

Table  1   9  kHz to  30  MHz 

CISPR 1 6-1 -1  ( recei ver)  

CISPR 1 6-1 -2  (anci l l ary equ ipment:  AMN)  

CISPR 1 6-2-1  (measu rement  method)  

Wi red  network i n terfaces  
other than  power supp ly 
i n terface (e. g .  for 
commun ication  or data  
transfer)  

Table  2  1 50  kHz to  30  MHz 

CISPR 1 6-1 -1  ( recei ver)  

CISPR 1 6-1 -2  (AAN ,  CVP)  

CISPR 1 6-2-1  and  8. 4  (measurement  
method)  

Table  3a  1 50  kHz to  30  MHz 

CISPR 1 6-1 -1  ( recei ver)  

CISPR 1 6-1 -2  (cu rrent  probe)  

CISPR 1 6-2-1  and  8 . 4   (measu rement 
method)  

Local  wi red  port  –  
e l ectri cal  power suppl y 
i n terface  of ELV l amps  

Table  1  or 
Table  4  

9  kHz to  30  MHz 

CISPR 1 6-1 -1  ( recei ver)  

CISPR 1 6-1 -2  (anci l l ary equ ipment:  AMN)  

CI SPR 1 6-2-1  and  A. 5. 1  (measurement 
method)  

Local  wi red  port  – other 
than  the  e l ectri cal  power 
suppl y i n terface  of ELV 
l amps  

Table  5  1 50  kHz to  30  MHz 

CISPR 1 6-1 -1  ( recei ver)  

CISPR 1 6-1 -2  (vol tage  probe)  

CISPR 1 6-2-1  and  8 . 5. 2 . 2  (measurement 
method)  

Table  6  1 50  kHz to  30  MHz 

CISPR 1 6-1 -1  ( recei ver)  

CISPR 1 6-1 -2  (cu rrent  probe)  

CISPR 1 6-2-1  and  8 . 5. 2 . 3  (measurement  
method)  

a   Depend ing  on  the  EUT port  under test  and  on  the  selected  test  method ,  the  appl i cable  l im i t  wi l l  be  Table  2  or 
Table  3  or both .  

 

I n  add i tion  to  the  requ i rements  g i ven  i n  the  bas ic s tandards,  the  fo l lowing  requ i rements  for 
the  EUT arrangement and  measurement procedure  appl y.  

8.3  Electrical  power supply in terface d isturbance  measurement  

The d isturbance  vol tage  measurement shal l  be  performed  as  per the  method  of CI SPR 1 6-2-1  
at the  e lectrical  power suppl y i n terface  of the  EUT by means  of the  ci rcu i ts  and  arrangement 
described  i n  Annex B  for the  relevant type  of equ ipment.  An  arti ficia l  mains  V-network 
50  Ω  /  50  µH  +  5  Ω  that  satisfies  the  requ i rements  of CISPR 1 6-1 -2  i n  both  the  9  kHz to  
1 50  kHz and  1 50  kHz to  30  MHz frequency ranges  shal l  be  used .  

8.4 Disturbance  measurement of wi red  network in terfaces  other than  power supply  

Vol tage  d isturbance measurements  at  wi red  network i n terfaces  other than  power suppl y (e . g .  
for communication  or data  transfer)  shal l  be  carried  ou t by means  of an  arti ficia l  asymmetrica l  
network (AAN)  as  speci fi ed  i n  CI SPR 32.  The  AAN  shal l  be  bonded  to  reference-ground  p lane  
(see  Annex B) .  The  measurement method  speci fied  i n  CI SPR 1 6-2-1  appl i es.  

Current d is turbance measurements  at wired  network in terfaces  other than  power supply (e. g .  
for communication  or data  transfer)  sha l l  be  carried  ou t by means  of the  curren t probe  (CP)  
method  speci fied  i n  CI SPR 1 6-2-1 .  The  current probe  shal l  be  i n  accordance wi th  5 . 1  of 
CI SPR 1 6-1 -2: 201 4.  
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Al ternative l y,  combined  vol tage  and  curren t probe  measurements  can  be  appl i ed  using  the  
l im i ts  of both  Table  2  and  Table  3  and  the  combined  CVP/CP method  described  i n  C. 4. 1 . 6. 4  
of CISPR 32: 201 5.  

NOTE  On l y the  common  mode  d i sturbance  generated  i s  being  measured ,  as  i n  practi ce  d i stu rbances  from  the  
d i fferen tia l -mode  con tro l  s i gna l s  are  neg l i g ib l e.  

8.5  Local  wired  port d isturbance measurement 

8.5. 1  Electrical  power supply of ELV l amps  

The method  for conducted  d isturbance  measurements  at the  electrica l  power supply i n terface  
of ELV lamps  i s  speci fied  A. 5. 1 .  

8.5.2  Other than  electrical  power supply of ELV l amps  

8.5.2 .1  General  

The  methods  for conducted  d isturbance measurements  at local  wi red  ports  other than  the  ELV 
in terface  of an  ELV l amp shal l  be  as  per CISPR 1 6-2-1  and  the  fol lowing  subclauses.  

8.5.2 .2  Vol tage  probe measurement method  

When  a  vol tage  probe is  used  for measuring  vol tage  d istu rbances  on  l ocal  wi red  ports,  the  
measuring  ci rcu i t  shown  i n  F igure  B. 2  shal l  be  appl ied .  See  a lso  B . 3. 5.  

The  vol tage  i s  measured  between  each  s i ng le  l ead  of the  cable  of the  local  wired  port and  the  
ground .  

The  vol tage  probe  shal l  be  as  defined  i n  5 . 2  of CISPR 1 6-1 -2: 201 4.  

The  measuring  resu l ts  sha l l  be  corrected  accord ing  to  the  vol tage  d i vis ion  between  the  probe  
and  the  measuring  set.  For th is  correction ,  on l y the  res is tive  parts  of the  impedance shal l  be  
taken  i n to  account.  

The  l eng th  of the  coaxia l  cable  between  the  probe and  the  measuring  receiver shal l  not  
exceed  2  m .  

8.5.2 .3  Current  probe measurement method  

When  a  curren t probe  i s  used  for measuring  conducted  d isturbances  on  l ocal  wi red  ports,  the  
measuring  ci rcu i t shown  i n  F igure  B. 2  shal l  be  appl ied .  See  a lso  B . 3. 5.  

The  curren t probe  shal l  be  i n  accordance  wi th  5. 1  of CI SPR 1 6-1 -2 : 201 4.  

9  Methods  of measurement of radiated  d isturbances  

9. 1  General  

This  clause  provides  detai l s  on  the  measurement methods,  EUT arrangements  and  
procedures  associated  wi th  the  rad iated  d isturbance measurements  and  i nclude  speci fic  
requ i rements  that take  precedence  over those  provided  in  the  bas ic standards .  Detai ls  on  
speci fic EUT arrangements  for rad iated  d isturbance  measurements  are  g i ven  i n  Annex C.  

9.2  In tentional  wi reless  transmitters  

I f i n ten tional  wi re less  transm i tters  are  part of the  EUT,  the  em ission  from  the  wi reless  
transm i tters  shal l  not  be  considered  as  part of the  rad iated  d isturbance (see  Clause  1 ) .  Th is  
can  be  done  ei ther by swi tch ing  off the  wi reless  function  of the  EUT ( i f possible  and  i f i t  does  
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not comprom ise  the  typi cal  non- in tentional  em issions)  or by i gnoring  the  i n tentional  rad iated  
em ission  i n  the  correspond ing  frequency band .  

NOTE  For i n ten ti onal  wi rel ess  transm i tters ,  appl i cab i l i ty of country/reg ion  speci fi c  regu l ations  i s  considered .  

9.3  Measurement instrumentation  and  methods  

9.3. 1  General  

Rad iated  d isturbances  at  the  d i fferent ports  shal l  be  measured  by appl yi ng  i nstrumentation ,  
test s i tes ,  procedures  and  method  as  ind icated  in  the  references  of Table  1 2 .  

Table  1 2  – Overview of standardized  rad iated  d isturbance measurement methods   

Method  Lim i ts   Frequency range  Reference  

LLAS  Table  8  9  kHz to  30  MHz CISPR 1 6-1 -1  ( recei ver)  

CISPR 1 6-1 -4  ( i nstrumentati on :  an tennas  and  test  s i te)  

CISPR 1 6-2-3  (measu rement  method)  

Loop  
an tenna  

Table  9  9  kHz to  30  MHz CISPR 1 6-1 -1  ( recei ver)  

CISPR 1 6-1 -4  ( i nstrumentati on :  an tennas  and  test  s i te)  

9 . 3 . 3  (measurement method)  

OATS/SAC Table  1 0  30  MHz to  1  GHz CISPR 1 6-1 -1  ( recei ver)  

CISPR 1 6-1 -4  ( i nstrumentati on :  an tennas  and  test  s i te)  

CISPR 1 6-2-3  (rad iated  measu rement method)  

FAR Table  1 0  30  MHz to  1  GHz CISPR 1 6-1 -1  ( recei ver)  

CISPR 1 6-1 -4  ( i nstrumentati on :  an tennas  and  test  s i te)  

CISPR 1 6-2-3  (measu rement  method)  

TEM  Table  1 0  30  MHz to  1  GHz CISPR 1 6-1 -1  ( recei ver)  

I EC 61 000-4-20  (measurement  method  and  i nstrumentati on )  

CDNE  Table  1 0  30  MHz to  300  MHz CISPR 1 6-1 -1  ( recei ver)  

CISPR 1 6-1 -2  ( i nstrumentati on :  coupl i ng  devices  – CDNEs)  

CI SPR 1 6-2-1  (CDNE  measurement  method)  

 

I n  add i tion  to  the  requ i rements  g i ven  i n  the  bas ic s tandards,  the  fo l lowing  requ i rements  for 
the  EUT arrangement and  measurement procedure  appl y.  

9.3.2  LLAS  rad iated  d isturbance measurement 9  kHz  to  30  MHz 

9.3.2 .1  Setup  EUT 

The magnetic component sha l l  be  measured  by means  of a  l arge  l oop  an tenna  system  (LLAS)  
as  described  i n  CISPR 1 6-1 -4 .  The  EUT shal l  be  p laced  i n  the  centre  of the  LLAS as  shown  in  
Annex C  of CI SPR 1 6-1 -4: 201 0.  The  requ i rements  for rou ti ng  the  cables  from  the  EUT and  for 
the  posi tion ing  of the  EUT ins ide  the  LLAS  g iven  i n  CI SPR 1 6-1 -4  shal l  be  appl ied .  

I f the  manufacturer a l lows  external  wired  i n terfaces  to  be  connected  to  the  EUT by s ing le-
conductor cables  (wh ich  can  cause  l oops  and  associated  magnetic d ipoles ;  see  5. 3. 4. 1 ) ,  then  
the  EUT shal l  be  tested  by configuring  each  of these  external  i n terfaces  wi th  a  s ing le-
conductor wi ring  having  a  rectangu lar l oop  wi th  an  area  of 1  m 2 .  The  support p l ate  of 
F igure  A. 6  can  be  used  to  establ ish  th is  1  m2  l oop.  The  system  under test,  i . e .  the  EUT 
i nclud ing  i ts  external  i n terfaces  arranged  i n  one  or more  1  m 2  l oops,  shal l  be  arranged  such  
that i t  fi ts  wi th in  the  smal l est poss ib le  sphere  wh i le  at the  same time complying  wi th  the  
fol l owing  requ i rements :  
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– d istance  between  the  EUT’s  enclosure  and  the  p lane  of any of i ts  in terfaces  arranged  in  
1  m 2  l oops  is  equal  to  or greater than  1 0  cm ;  

– d istance  between  the  loop  area  of any two  ad jacent EUT i n terfaces  arranged  i n  1  m 2  l oops  
is  equal  to  or greater than  1 0  cm .  

Th is  smal l est  poss ible  sphere  encompassing  the  EUT and  i ts  i n terfaces  arranged  in  1  m 2  
l oops  shal l  be  p laced  wi th  i ts  cen tre  at  the  cen tre  of the  LLAS.  

9.3.2 .2  Measurements  in  three d irections  

The curren t i nduced  i n  the  LLAS is  measured  i n  accordance  wi th  7 . 2  of CISPR 1 6-2-3: 201 6.  
By means  of a  coaxia l  swi tch ,  the  three  fie l d  d i rections  of the  EUT can  be  measured  i n  
sequence.  The  measurement resu l ts  for each  d i rection  shal l  comply wi th  the  l im i ts.  

9.3.3  Loop antenna  rad iated  d isturbance  measurement 9  kHz to  30  MHz 

The measurements  are  performed  at 3  m  d istance  wi th  a  60  cm  loop  an tenna  as  speci fi ed  i n  
4 . 3. 2  of CI SPR 1 6-1 -4: 201 0.  

The  fo l l owing  setup  requ i rements  and  measurement method  appl y:  

1 )  The  measurement shal l  be  performed  on  an  OATS  or SAC;  

NOTE  Val i dation  requ i rements  for bel ow 30  MHz measurements  are  under development  by  CISPR/A;  see  
I EC PAS  62825  for some gu idance.  

2)  Heigh t of the  centre  of the  l oop  above  the  GRP of the  OATS or SAC must  be  1 , 3  m ;  

3)  The  loop  antenna  shal l  be  pos i tioned  i n  the  two  vertica l  pos i tions  wi th  respect to  the  GRP,  
i . e .  vertical  coaxia l  and  vertica l  coplanar;  

4)  The  measurement d istance  i s  to  be  taken  between  the  centre  of the  l oop  an tenna  and  the  
boundary of the  EUT;  

5)  The  EUT shal l  be  arranged  in  accordance  wi th  C lause  C.4 ;  

6)  The  EUT shal l  be  rotated  for each  orien tation  of the  l oop  an tenna  and  the  maximum  value  
recorded  for each  l oop  an tenna  orien tation  shal l  comply wi th  the  l im i ts  g iven  i n  Table  9 .  

9.3.4  Rad iated  d isturbance  measurement  30  MHz to  1  GHz 

9.3.4.1  OATS or SAC  method  

The setup  requ i rements  and  test method  of CI SPR 1 6-2-3  appl y when  tests  are  made us ing  
the  rad iated  method  on  an  OATS or SAR.  Speci fics  on  EUT-arrangements  can  be  found  i n  
Annex C.  

To  improve  the  reproducibi l i ty,  the  mains  supply cable  of the  EUT shal l  be  term inated  wi th  a  
CDNE (as  defined  i n  CI SPR 1 6-1 -2)  pos i tioned  on  the  reference-ground  p lane  ( i f appl icable)  
and  the  receiver port  of the  CDNE  term inated  wi th  a  50  Ω impedance.  

9.3.4.2  FAR method  

The setup  requ irements  and  test method  of CISPR 1 6-2-3  apply when  tests  are  made us ing  
the  rad iated  method  i n  a  FAR.  Speci fics  on  EUT-arrangements  can  be  found  i n  Annex C.  

To  improve the  reproducibi l i ty,  the  mains  suppl y cable  of the  EUT shal l  be  term inated  wi th  a  
CDNE (as  defined  i n  CI SPR 1 6-1 -2)  pos i tioned  on  the  reference-ground  p lane  ( i f appl icable)  
and  the  receiver port  of the  CDNE  term inated  wi th  a  50  Ω impedance.  

9.3.4.3  TEM  method  

The  setup  requ irements  and  test method  of I EC  61 000-4-20  appl y when  tests  are  made us ing  
the  rad iated  method  i n  a  TEM  cel l .  
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9.3.4.4  CDNE-method  

The setup  requ irements  and  test method  of CISPR 1 6-2-1  apply when  tests  are  made us ing  
the  CDNE.  

1 0  Compl iance wi th  th is  document 

Where th is  document g i ves  options  for evaluati ng  particu lar EMC characteristics  wi th  a  choice  
of measurement methods,  compl iance  can  be  shown  against  any of the  speci fied  l im i ts  us ing  
the  appropriate  measurement method .  I n  any s i tuation  where  i t  i s  necessary to  re -measure  
the  equ ipment to  show compl iance  wi th  th i s  document,  the  measurement method  orig inal l y 
chosen  shal l  be  used  i n  order to  ensure  cons istency of the  resu l ts.  

NOTE  I f i nd ivi dual  i tems  of equ ipment from  a  seri es  are  tested ,  i t  can  be  expected  that  a  range  of resu l ts  wi l l  be  
obtai ned ,  i rrespecti ve  of measurement uncertai n ty.  Annex E  con tains  i n formation  about  methods  for s tati sti cal  
eva luati on  of mass-produced  equ ipment.  

1 1  Measurement uncertainty 

Where gu idance  for the  ca lcu lation  of the  i nstrumentation  uncertain ty of a  measurement i s  
speci fied  i n  CISPR 1 6-4-2,  th is  shal l  be  fol l owed ,  and  for these  measurements  the  
determ ination  of compl iance  wi th  the  l im i ts  i n  th is  document shal l  take  i n to  cons ideration  the  
measurement i nstrumentation  uncertain ty i n  accordance wi th  CISPR 1 6-4-2.  Calcu lations  to  
determ ine  the  measurement resu l t and  any ad justment of the  test resu l t requ ired  when  the  
test laboratory uncerta in ty i s  l arger than  the  value  for CISPRU  g i ven  i n  CI SPR 1 6-4-2  shal l  be  

i ncluded  i n  the  test report.  

1 2  Test report 

General  requ i rements  of 5. 1 0  of I SO/IEC 1 7025: 2005 for compi l ing  a  test  report  appl y.  
Sufficient deta i l s  sha l l  be  provided  to  faci l i tate  reproducib i l i ty of the  measurements .  Th is  shal l  
i ncl ude  photographs  of the  EUT and  the  measurement configuration  where  th is  i s  appropriate.  

The  test report shal l  i ncl ude  the  fo l l owing  in formation :  

– d imensions  of the  EUT;  

– the  below 30  MHz rad iated-fie ld  d is turbance method  used  and  the  associated  l im i ts  that 
have  been  appl ied  (4 .5. 2) ;  

– the  above 30  MHz rad iated-fie ld  d isturbance method  used  and  the  associated  l im i ts  that 
have  been  appl ied  (4 . 5.3);  

– when  us ing  the  CDNE method  to  show compl iance  to  1  GHz,  a  statement (from  the  
manufacturer)  that the  clock frequency i s  be low 30  MHz;  

– the  wired  in terfaces  that have  been  assessed  together wi th  the  assigned  port,  the  method  
used  and  associated  l im i ts  (5. 3);  

– i n  case  of modu le  measurements ,  description  and  arrangement of the  host and  modu les  
used  during  measurements  (6. 4);  

– the  ad j ustment of the  test resu l t  requ i red  when  the  test l aboratory uncerta in ty is  larger 
than  the  value  for CISPRU  g i ven  i n  CI SPR 1 6-4-2;  

– deviations  from  cable  l eng th  requ i rements ,  i n  case  of confl icti ng  lengths  of cables  wi th  
other requ irements  on  cable  lengths  or d imensions  i n  the  test setup  (B .2 . 1 ) .  
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Figure 3  – EUT and  i ts  physical  in terfaces  

EUT 

Each of the physical wired interfaces shall categorized as one of the three possible EMC ports by using the flow-chart of Figure 4  
  
 

Part of enclosure port 
  
 

Wired network port 
or 

Local wired port 
 

Short i n terfaces  (<  3  m)  and  not d i rectl y  connected  
to  a  network   

I n terfaces  d i rectl y or i nd i rectl y connected  
to  a  network,  or l ong  (≥  3  m )  i n terfaces  not  
connected  to  a  network 

I den ti fy a l l  possib le  physica l  wi red  i n terfaces:  
for power transfer,  con trol ,  commun ication ,  sensing  (poten tia l  coupl i ng  paths  for conducted  and  rad iated  d i stu rbances)  
e . g .  
– AC mains  cable  

– DC l oad  wi res  

– DC i npu t  power wi res  

– Ethernet cable  

– DALI  

– sensor cable  

– power over Ethernet cable  

– …  . .  
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Figure 4  – Decision  process  on  the  appl ication  of l imits  to  the  EUT 

 

NOTE  1  Appl y l im i ts  an d  associ ated  measu remen t methods  g i ven  i n  C l ause  4  
NOTE  2  I f wi red  i n terfaces  of the  same  ki nd  are  present,  the  app l i cabi l i ty o f th e  tes t  and  
 a rrangemen t  for each  of th ese  s im i l a r i n terfaces  i s  exp l a i ned  i n  5 . 3 . 5  
NOTE  3    W i red  ne twork  port  m eans  e l ectri c  power su ppl y,  commun icat i on  or da ta  tran sfer 
 i n terfaces  (see  3 . 4 . 1 4 )  
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and  
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Wired  i n terfaces  
?  
Y  
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wired interface  

Network port 

assessment  
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Di rect  connecti on  
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n etwork  vi a  o ther 
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Leng th  i n terface  
<  3  m  ?  
(5 . 3. 3 )  
  

N   

N   

Y  

No  l ocal  wi red  port  test  requ i red :  
d i stu rbance  i s  assessed  th rough  

encl osu re  port  test  
Local wired port 
assessment  

 

IEC  

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



CISPR 1 5: 201 8  © I EC  201 8  – 41  –  

 

 

Figure 5  – Example  of a  host system  with  d i fferent types  of modu les  
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Annex A 
(normative)  

 
Product specific appl ication  notes  referring  to particular 

measurement set-ups  or operating  conditions  

A.1  Single-capped  sel f-bal lasted  lamps  

A.1 . 1  Arrangement for conducted  d isturbance  measurements  

The ci rcu i t for the  measurement of the  d isturbance vol tage  for a  s i ng le  capped  lamp i s  shown  
i n  F igure  B. 1 c.  

The  l amp is  fi tted  i n  an  appropriate  l ampholder and  mounted  i n  a  con ical  reference  hous ing  as  
speci fied  i n  F igure  A. 2.  The  con ica l  housing  i s  pos i tioned  on  the  table  wi th  40  cm  d istance  
from  the  RGP (see  F igure  B . 1  and  F igure  A. 3  and  F igure  A. 4).  Se l f-bal l asted  l amps  wi th  a  
GU1 0  bayonet cap  ( I EC  60061 -1 )  are  to  be  fi tted  i n  an  e lectrical  conductive  hose-clamp type  
of fixture  wh ich  makes  con tact wi th  the  ci rcumference of the  hous ing  (e i ther conductive  or 
non-conductive)  of the  GU1 0  l amp near the  rim  as  i nd icated  i n  F igure  A.5.  The  hose-clamp  
shal l  have  a  wid th  of (9  ±  1 )  mm.  The  hose-clamp fixture  i s  to  be  connected  to  the  earth  
term inal  of the  AMN.  The  conductive  hose-clamp,  together wi th  an  appropriate  l amp holder,  
acts  as  a  reference  l um inaire  for GU1 0  l amps.   

The  power suppl y cable  connecting  the  term inals  of the  con ical  hous ing  or of the  GU1 0’s  
hose-clamp to  the  AMN  shal l  be  of 0 , 8  m .  The  con ical  metal  housing  or the  GU1 0 ’s  hose-
clamp shal l  be  connected  to  the  earth  term inal  of the  AMN .   

S ing le-capped  sel f-bal l asted  lamps  having  parti cu lar shapes  that  do  not fi t  i n  the  con ica l  
hous ing  shal l  be  measured  us ing  a  reference  hous ing  (reference  l um inaire)  that satisfies  the  
requ irements  for a  host system  speci fied  i n  6 . 4. 1 .  

A.1 .2  Arrangement for rad iated  d isturbance  measurements  

The s i ng le  capped  l amp shal l  be  measured  when  i nserted  i n  a  relevan t l ampholder.  

A.2  Semi-luminaires  

Semi-l um inaires  shal l  be  measured  wi th  a  su i table  l amp havi ng  the  maximum  power a l l owed  
for i t.  The  combination  of the  sem i -l um inaire  (EUT)  and  the  lamp (AuxEq)  i s  the  system  under 
test and  the  combination  shal l  be  tested  as  a  s ing le  capped  lamp i n  accordance wi th   
Clause  A. 1 .  

A.3  Rope l ights  

A.3. 1  Preparation  of the  EUT 

The rope  l i gh ts  (not the  mains  cord ,  i f appl icable)  shal l  be  fo lded  on  the  i nsu lating  support  
p late  as  depicted  i n  F igure  A. 6.  The  support p late  consists  of a  square  i nsu lati ng  p late  wi th  
d imensions  (1  250  x 1  250)  mm  and  two  rows  of 24  ci rcu lar i nsu lati ng  s ticks  pos i tioned  as  
shown  i n  F igure  A. 6.  The  starti ng  poin t (mains  connection)  of the  rope  i s  i n  the  m idd le  
between  the  two rows  on  the  l eft s ide  of the  p late.  I f the  l eng th  of the  rope  l i gh t (exclud ing  the  
mains  cord )  i s  l ess  than  1 , 2  m ,  then  no  meandering  on  the  support p l ate  i s  needed  and  the  
rope  l i ght  shal l  be  treated  as  a  l um inaire.  
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A.3.2  Arrangement  for conducted  d isturbance  measurements  

The i nsu lati ng  support (AuxEq)  wi th  the  rope  l igh ts  (EUT)  shal l  be  cons idered  a  l um inai re  and  
shal l  be  arranged  as  speci fi ed  i n  Clause  B. 5.  

A.3.3  Arrangement for rad iated  d isturbance  measurements  

The i nsu lati ng  support (AuxEq)  wi th  the  rope  l igh ts  (EUT)  shal l  be  cons idered  a  l um inaire  and  
shal l  be  arranged  as  speci fi ed  i n  C. 4. 2.  

A.4  Double-capped  lamp adapters,  double-capped  sel f-bal lasted  lamps,  
double-capped  semi-luminaires  and  double-capped  retrofi t lamps used  in  
fluorescent lamp luminaires  

A.4. 1  For appl ication  in  l inear luminaires  wi th  electromagnetic controlgear 

Double-capped  lamp adapter,  double-capped  se l f-bal lasted  lamp,  double-capped  sem i-
lum inaire  and  double-capped  retrofi t  lamp shal l  be  measured  wi th  the  auxi l i ary equ ipment 
speci fied  i n  F igure  A. 1 .  The  EUT is  inserted  in to  a  l i near reference l um inaire  as  speci fi ed  i n  
F igure  A. 1 .  The  existing  magnetic l amp controlgear i s  short-ci rcu i ted  i f speci fi ed  by the  
manufacturer i n  the  operating  manual .  The  height  of the  l amp holders  shal l  be  such  that the  
d istance  between  the  exterior of the  lamp and  the  metal  p l ate  i s  (9  ±  1 )  mm  for lamps  having  
a  nom inal  tube  d iameter l ower or equal  to  25  mm  and  (20  ±  1 )  mm  for lamps  having  a  nom inal  
tube  d iameter greater than  25  mm .   

The  un i ts  under test (EUT)  shal l  be  measured  as  manufactured .  For double-capped  lamp  
adapter and  double-capped  sem i- lum inai re,  su i table  lamps  having  the  maximum  power 
a l l owed  for i t  sha l l  be  used .  

I f the  use  of a  magnetic con trolgear is  requ i red  by the  manufacturer i n  the  operati ng  manual ,  
the  magnetic controlgear shal l  fu l fi l  I EC  60921  and  the  paras i tic capaci ty between  l i ne  and  
earth  shal l  be  l ess  than  2  nF ,  as  measured  at or below 1  kHz.  The  magnetic l amp con trolgear 
i n  the  measurement set-up  of F igure  A. 1  sha l l  be  short-ci rcu i ted  i f the  use  of the  magnetic 
con trolgear i s  not requ i red  by the  manufacturer.  For conducted  em issions,  the  cable  
connecting  the  term inals  at the  reference l um inai re  to  the  AMN  shal l  comply wi th  the  
requ irements  g i ven  i n  B . 2 . 1  and  the  g round  term inal  of the  reference l um inai re  shal l  be  
connected  to  the  earth  term inal  of the  AMN.  

A.4.2  For appl ication  i n  l inear luminaires  wi th  electronic  controlgear 

For appl ication  of d ouble-capped  l amp adapters ,  double-capped  se l f-bal lasted  lamps,  double-
capped  sem i-l um inai res  and  double-capped  retrofi t  l amps  i n  l um inai res  wi th  e lectron ic 
con trolgear i n  operation ,  the  requ irements  are  to  be  veri fied  us ing  a  typica l  host l um inaire  or a  
CISPR TR 30-1  reference l um inai re  compl iant  wi th  th is  document.  

A.4.3  For appl ication  i n  other than  l inear luminaires  

Double-capped  sel f-bal lasted  l amps  having  particu lar shapes  (e. g .  U -shaped)  that do  not fi t  i n  
the  reference l um inai re  of F igure  A. 1  shal l  be  measured  us ing  a  reference hous ing  that 
satisfies  the  requ irements  for a  host  system  speci fied  i n  6. 4 . 1 .  

A.4.4  Measurement methods  

EUT in  the  reference l um inai re  (AuxEq)  is  tested  as  a  l um ina ire.  The  system  under test,  
i nclud ing  the  EUT,  as  shown  i n  F igure  A. 1  sha l l  be  used  for both  the  measurement of the  
d isturbance vol tages  described  i n  Clause  8  and  for the  measurement of the  rad iated  
e lectromagnetic  d istu rbances  described  in  C lause  9 .  
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A.5  ELV lamps  

A.5. 1  Conducted  d isturbance  test  

ELV l amps  shal l  be  tested  as  fol l ows:  

a)  Non-restricted  ELV l amps:  The  extra- low vol tage  term inals  of the  ELV l amp shal l  be  
connected  to  the  AMN.  The  mains  i npu t s ide  of the  AMN  is  connected  to  the  ou tpu t of a  
su i table  magnetic  transformer.  See  F igure  A. 3.   

b)  Restricted  ELV lamps:  The  ELV l amp shal l  be  connected  to  the  power suppl y of the  same 
model /type  as  speci fied  by the  manufacturer i n  the  operati ng  manual .  The  combination  
shal l  be  measured  us ing  the  arrangement as  shown  i n  F igure  A. 4.  

I n  both  cases,  the  ELV l amp is  moun ted  as  described  in  A. 1 . 1 .  I n  e i ther case,  the  bond ing  
strap  of the  AMN  shal l  satisfy the  requ i rements  i n  5. 3  of CI SPR 1 6-2-1 : 201 4.  

A.5.2  Rad iated  d isturbance  tests  

Rad iated  d isturbance measurements  of an  ELV lamp (as  appl icable;  see  6. 4 .7)  shal l  be  
performed  i n  accordance  wi th  Clause  9 .  However,  the  l amp shal l  not be  mounted  i n  a  con ical  
metal  housing .  

For any assessment method  of the  rad iated  d isturbances,  the  fol l owing  appl ies:  

•  for non-restricted  ELV l amps,  on l y the  l amp shal l  be  assessed ;  

•  for restricted  ELV l amps,  both  the  l amp and  the  speci fic power source  shal l  be  assessed .  

A.6  Independent igni ters  

I ndependent i gn i ters  are  measured  i n  a  re levant l amp-bal last ci rcu i t.  The  i gn i ter sha l l  be  
mounted  together wi th  the  su i table  lamp and  ba l l ast on  a  p iece  of i nsu lati ng  materia l ,  
(1 2  ±  2 )  mm  th ick,  wh ich  shal l  be  p laced  on  a  meta l  p late  of d imensions  s l igh tl y l arger than  
the  p iece  of i nsu lati ng  materia l .  The  p late  shal l  be  connected  to  the  reference earth  of the  
AMN .  I f the  device  or bal last i s  provided  wi th  an  earth  term inal ,  i t  shal l  a l so  be  connected  to  
that  reference earth .  The  l amp i s  then  started .  After the  s tabi l i zation  time,  the  term inal  vol tage  
is  measured .  
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Dimensions in  millimetres  

 

Figure A. 1  – Reference luminai re  for double-capped  l amp adapter,  double-capped  self-
bal lasted  l amp,  double-capped  semi-luminaire  and  double-capped  retrofi t  l amp  used  in  

l inear fl uorescent lamp  luminaires  (see A.4. 1 )   
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Dimensions in  centimetres 

 

Key 

T Tube:  ou ter d i ameter 1 , 9  cm ,  i nner d i ameter 1 , 6  cm  

LH  Lamp holder 

EUT  Sel f-bal l asted  l amp under test  

MCH    Perforated  metal  con ical  hous i ng ,  for example  5  mm  squares  

EPSI  E lectri c  power suppl y i n terface  

NOTE  1  Tol erances  i n  d imensions:  ±  1  mm ,  un less  otherwise  speci fi ed .  

NOTE  2  For good  reference,  ad j ust  the  l amp  to  the  posi ti on  nearest to  the  l amp  hol der.  

NOTE  3  For good  reference,  the  l amphol der i s  of i nsu l ati ng  materia l .  

Figure A.2  – Con ical  metal  housing  for single  capped  l amps  (see A. 1 . 1 )  
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Key 

PS  Power supp ly (appropriate  power suppl y e . g .  magneti c  transformer or u n i versal  power suppl y)  

L  L i ne  

N  Neu tral  

PE  Protecti ve  earth   

AMN  Arti fi cia l  mains  network  

ELV Extra  l ow vol tage  

M  CI SPR measuring  receiver 

Th i s  arrangement  shows  a  top  view and  uses  a  hori zontal  reference  g round  p l ane.  The  same setup  can  a l so  be  
employed  at  a  d i stance  of 0 , 4  m  as ide  of a  verti cal  reference  g round  p l ane  (see  CI SPR 1 6-2-1  and  C lause  B . 5  and  
F igu re  B . 3  of th i s  document  for deta i l s  of the  arrangement).  The  AMN  shal l  be  p l aced  on  and  bonded  to  the  RGP.  
Al ternati vely,  i t  can  be  p l aced  on  the  non -conducti ve  table  and  bonded  to  the  RGP by means  of a  very wide,  l ow 
impedance  conductor.  I n  e i ther case,  the  bond ing  strap  shal l  sati sfy the  requ i rements  i n  5 . 3  of CI SPR 1 6-2-1 : 201 4.  

NOTE  1  I f the  26  dB  attenuator i s  used ,  the  l im i ts  g i ven  i n  Table  1  are  appl i ed .  I f no  attenuator i s  used ,  the  l im i ts  
of Table  4  apply.  See  6 . 4 . 7a).  A 26  dB  attenuator between  the  AMN  and  recei ver i s  a l so  for protecti ng  the  recei ver 
agai nst  poss ible  h i gh  s i gnal  l evel s  at  the  ELV term inal s .  

NOTE  2  The  g round  of the  fl exi b le  unsh ie l ded  cab le  between  AMN  and  EUT i s  connected  to  the  con ica l  metal  
housing .  

Figure A.3  – Arrangements  for conducted  d isturbance  measurements  
from  non-restricted  ELV l amps (see A.5. 1 )  
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Th is  arrangement  shows  a  top  view and  uses  a  hori zontal  reference  g round  p l ane.  The  same  setup  can  a l so  be  
employed  at  a  d i stance  of 0 , 4  m  as ide  of a  verti cal  reference  ground  pl ane  (see  CI SPR 1 6-2-1  and  C lause  B . 5  and  
F igu re  B . 3  of th i s  document  for deta i l s  of the  arrangement).  The  AMN  shal l  be  p l aced  on  and  bonded  to  the  RGP.  
Al ternati vely,  i t  can  be  pl aced  on  the  non -conducti ve  table  and  bonded  to  the  RGP by means  of a  very wide,  l ow 
impedance  conductor.  I n  e i ther case,  the  bond i ng  s trap  shal l  sati sfy the  requ i rements  i n  5 . 3  of CISPR 1 6-2-1 : 201 4.  

The  g round  cable  between  AMN  and  EUT i s  connected  to  the  con ica l  metal  hous ing .  I f the  PS  a l so  requ i res  a  PE  
connection ,  i t  shal l  be  connected  to  the  PE  of the  AMN .  

Key 

PS   Appropriate  power suppl y speci fi ed  by the  manufacturer 

L  Li ne  

N  Neu tral  

PE  Protecti ve  earth   

AMN  Arti fi cia l  mains  network  

ELV Extra  l ow vol tage  

M  CISPR measuring  rece iver 

Figure A.4  – Arrangements  for conducted  d isturbance  measurements  
from  restricted  ELV lamps (see A.5. 1 )  
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Key 

GU1 0  Sel f -ba l l asted  l amp wi th  a  GU1 0  bayonet cap  

Figure A.5  – Hose-clamp reference luminaire  for self-bal lasted  lamps  with  a  
GU1 0  bayonet cap  (see  A. 1 . 1 )  

Dimensions in  millimetres 

  

NOTE  Al l  d imensions  have  a  5  %  tolerance.   

Figure A.6  – Support  plate  for arranging  long  cables  
and  rope l ights  (see 9 .3.2 ,  Clauses  A.3  and  B.3)  
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Annex B  
(normative)  

 
Test arrangements  for conducted  disturbance measurements  

B.1  General  

This  annex g ives  more  detai ls  on  the  test arrangements  for conducted  em ission  
measurements .  I t  concerns  detai ls  on  the  posi ti on ing  of the  EUT,  the  cables,  auxi l i ary 
equ ipment and  the  anci l l ary equ ipment ( l ike  measurement probes).  

B.2  Arrangement of cables  connected  to  interfaces  of wired  network ports  

B.2. 1  Arrangements  of electric power supply cables  

The ou tpu t term inals  of the  arti ficia l  mains  network (50  Ω/50  µH  + 5  Ω  AMN  that meets  the  
requ i rements  as  speci fi ed  i n  CI SPR 1 6-1 -2  i n  both  9  kHz to  1 50  kHz and  1 50  kHz to  30  MHz 
frequency ranges)  and  the  e lectric power supply term inals  of the  EUT shal l  be  pos i tioned  
(0, 8  ±  0 , 05)  m  apart and  shal l  be  connected  by the  two  power conductors  of a  fl exible  three-
core  or two-core  cable  of (0 , 8  ±  0 , 05)  m  length .  

I f the  e lectric power suppl y cable  of the  EUT is  l onger than  necessary to  be  connected  to  the  
AMN ,  the  l ength  of th is  cable  i n  excess  of 0 , 8  m  shal l  be  fo lded  back and  forth  para l l e l  to  the  
l ead  so  as  to  form  a  bund le  wi th  a  l ength  between  0, 3  m  and  0 , 4  m .  

I f the  cable  on  wh ich  the  measurements  are  to  be  made i s  shorter than  the  requ i red  d istance  
between  the  EUT and  the  AMN,  i t  shal l  be  extended  to  the  necessary l eng th .  

I n  case  there  i s  a  confl ict  between  the  d istances  i nd icated  in  F igure  B . 1  to  F igure  B. 3  and  the  
cable  l eng th  speci fi ed  i n  th is  paragraph ,  then  the  l atter takes  precedence.  

I n  speci fic cases,  l i ke  very l arge  EUTs,  the  above  stated  cable  l eng th  requ i rements  may be  
impossible  to  be  compl ied  wi th .  I n  case  of deviations  from  the  above s tated  power suppl y 
cable  l ength  are  requ ired ,  these,  together wi th  the  correspond ing  j usti fication ,  sha l l  be  stated  
in  the  test report.  

I f the  e lectric power suppl y cable  of the  EUT i ncludes  the  protecti ve  earth  conductor,  the  
earth ing  conductor at the  end  of the  power suppl y cable  opposi te  the  EUT shal l  be  connected  
to  the  AMN  reference ground .   

Where  a  protecti ve  earth  conductor i s  requ i red ,  bu t i s  not i ncluded  i n  the  l ead ,  the  connection  
of the  protective  earth  l i ne  of the  appl i ance  to  the  AMN  reference  ground  shal l  be  made by a  
wi re  not l onger than  necessary to  be  connected  to  the  AMN  runn ing  para l l e l  to  the  e lectric  
power suppl y cable  at  a  d istance  of not more  than  0, 1  m  from  i t.  

B.2.2  Arrangement of other than  electric  power supply cables  

EUTs  that have  i n terfaces,  des ignated  as  network ports ,  to  connect other than  the  e lectric  
power suppl y cables  (see  B. 2. 1 )  to  AuxEq  (e. g .  DALI  control ler,  LAN  swi tch ,  power-over-
Ethernet swi tch)  sha l l  be  mounted  on  an  i nsu lating  tab le  i n  accordance  wi th  F igure  B. 1 a,  
F i gu re  B. 2  and  F igure  B . 3.  

The  cable  l eng th  requ i rement i s  (0 , 8  ±  0 , 05)  m  and  the  cable  is  arranged  i n  accordance wi th  
the  appl icable  test  method  g i ven  i n  8 . 4 .  
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B.3  Arrangement of cables  connected  to  interfaces  of local  wired  ports   

B.3. 1  General  

This  clause  appl ies  to  the  arrangement of EUT i n terfaces  class i fi ed  as  l ocal  wired  ports  (see  
5. 3. 3) .  

EUTs  that have  such  i n terfaces,  categorized  as  l ocal  wired  ports,  to  connect to  AuxEq  (e. g .  
l oad ,  starter,  i gn i tor,  con trolgear,  sensors,  power swi tch ,  LAN  swi tch ,  components,  etc. )  shal l  
be  mounted  on  an  i nsu lating  table  together wi th  the  i n terconnecting  cable  and  the  AuxEq .  

The  in terconnecting  cable  of the  l ocal  wi red  port being  assessed  shal l  be  arranged  as  
speci fied  i n  B . 3. 2  to  B. 3. 4.  

I n  case  of mu l ti p le  identical  local  wired  ports,  on l y the  cable  of the  l ocal  wi red  port being  
assessed  shal l  be  arranged  as  speci fied  i n  th is  subclause.  The  other l ocal  wired  ports  shal l  be  
term inated  wi th  AuxEq  using  a  short cable.  See  al so  Clause  B. 4 .  

B.3.2  Cables  of local -wi red  ports  ind irectly connected  to  a  network 

Cables  of l ocal -wired  ports  that are  i nd i rectl y connected  to  a  network can  have  any l eng th  in  
practice  (3 . 4. 1 0) .  Depend ing  on  the  maximum  leng th  speci fied  by the  manufacturer,  one  of 
the  fol l owing  cable  arrangements  shal l  be  appl ied :  

a)  For cables  ≤  3  m ,  measurements  shal l  be  performed  wi th  a  cable  of 0 , 8  m  ±  20  %,  or wi th  
the  smal l er maximum  leng th  ind icated  by the  manufacturer.  The  cable  shal l  be  a  fl exib le  
cable,  of sufficien t cross-section ,  and  shal l  be  arranged  i n  a  s tra ight l ine.  

b)  For cables  >  3  m ,  measurements  shal l  be  performed  twice,  once  wi th  a  cable  of 
0 , 8  m  ±  20  %  as  i n  a)  above and  second l y wi th  the  maximum  perm issib le  cable  leng th  
arranged  on  the  support pl ate  speci fied  i n  F igure  A. 6.  I f the  maximum  perm issib le  cable  
l ength  exceeds  25  m ,  then  the  second  measurement shal l  be  performed  wi th  a  l eng th  of 
25  m .  

c)  Where  the  manufacturer g i ves  s trict i nsta l l ation  and  appl ication  i nstructions,  i ncl ud ing  the  
arrangement of the  cable,  the  measurements  shal l  be  performed  under these  cond i tions.  I f 
the  manufacturer’s  i nstructions  requ ire  a  sh ie l ded  cable  to  be  used  or that the  non-
sh ie l ded  cable  i s  i nsta l led  i ns ide  a  metal l ic  condu i t,  the  measurements  shal l  be  performed  
under these  cond i tions;  otherwise,  the  cable  leng th  requ i rements  i n  a)  or b)  shal l  be  
observed ,  as  appl icable  based  on  the  cable  length  speci fied  by the  manufacturer.  

The  i nd ication  of the  maximum  perm issib le  cable  length  shal l  be  shown  clearl y i n  the  
i nstal l ation  i nstructions  and /or on  the  type  l abel  of the  EUT.  

B.3.3  Cables  of local -wi red  ports  other than  the  type  mentioned  in  B .3.2  

Cables  of l ocal -wi red  ports  that are  not i nd i rectl y connected  to  a  network can  have  any l ength  
≥  3  m  in  practice  (3. 4. 1 0).  Depend ing  on  the  maximum  leng th ,  or particu lar i nsta l lation  or 
appl ication  i nstructions  speci fi ed  by the  manufacturer,  one  of the  fo l lowing  cable  
arrangements  shal l  be  appl i ed :  

a)  Measurements  shal l  be  performed  twice,  once  wi th  a  l oad  cable  of 0 , 8  m  ±  20  %  as  in  a)  
above and  second ly wi th  the  maximum  perm issib le  cable  l ength  arranged  on  the  support 
p late  speci fied  in  F igure  A. 6 .  I f the  maximum  perm issib le  cable  l eng th  exceeds  25  m ,  then  
the  second  measurement shal l  be  performed  wi th  a  l eng th  of 25  m .  

b)  Where  the  manufactu rer g i ves  s trict i nsta l l ation  and  appl ication  instructions,  i ncl ud ing  the  
arrangement of the  cable,  the  measurements  shal l  be  performed  under these  cond i tions.  I f 
the  manufacturer’s  i nstructions  requ ire  a  sh ie l ded  cable  to  be  used  or that the  non-
sh ie l ded  cable  is  i nsta l led  i ns ide  a  metal l ic  condu i t,  the  measurements  shal l  be  performed  
under these  cond i ti ons;  otherwise,  the  cable  l eng th  requ i rements  i n  a)  shal l  be  observed ,  
as  appl icable  based  on  the  cable  l eng th  speci fi ed  by the  manufacturer.  
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The  i nd ication  of the  maximum  perm issib le  cable  length  shal l  be  shown  clearl y i n  the  
i nsta l l ation  i nstructions  and /or on  the  type  l abel  of the  EUT.  

B.3.4  Power-supply cables  of an  ELV l amp 

For the  power-suppl y i n terface  of an  ELV l amp,  wh ich  i s  a lso  a  l ocal  wi red  port i nd i rectl y 
connected  to  a  network,  the  speci fic  test arrangement of A. 5. 1  appl ies .  

B.3.5  Arrangement of measurement probes  

For vol tage  probe  measurements ,  the  vol tage  probe shal l  be  p laced  at a  d istance  of 
(1 0  ±  5)  cm  from  the  EUT.  Screened  EUT i n terfaces  are  measured  using  the  CISPR 1 6-2-1  
method  where  the  screen  i s  connected  to  the  RGP by means  of a  1 50  Ω res istor,  the  vol tage  
probe  shal l  be  p laced  in  para l l el  wi th  the  1 50  Ω resistor.  

For current probe  measurements ,  the  curren t  probe  shal l  be  p laced  at  a  d is tance  of 
(30  ±  5)  cm  from  the  EUT.  The  curren t probe  shal l  encompass  a l l  the  l eads  of the  i n terface  
connected  to  the  EUT,  i n  order to  measure  the  common-mode  mode  curren t.  Screened  EUT 
i n terfaces  are  measured  using  the  CISPR 1 6-2-1  method  where  the  screen  i s  connected  to  
the  RGP by means  of a  1 50  Ω res istor.   

As  an  example,  F igure  B. 2  shows  th is  princip le  for a  modu le.  I t  a lso  appl i es  for conducted  
measurements  at a  l ocal  wired  port  of a  l um inai re.  

B.4 Loading  and  termination  of cables  

As a  general  princip le,  a l l  cables  of the  EUT that are  subj ect to  the  conducted  d isturbance  
tests  (see  5 . 3 . 5)  shal l  be  term inated  and  l oaded ,  as  i nd icated  i n  7. 9.  I n terfaces  designated  as  
network ports  shal l  be  term inated  wi th  AANs or AMNs,  as  appl icable  to  each  i n terface.  
F igure  B. 2  shows  th is  pri ncip le  for a  modu le.  I t  a lso  appl i es  for a  l um inaire.  

Tests  are  general l y executed  sequential l y.  Al l  EUT cables ,  not on l y the  cables  under test,  
shal l  be  term inated  during  a l l  measurements .  

The  measurement port of AMNs  or AANs shal l  be  term inated  wi th  50  Ω  i f the  receiver i s  not 
connected  ( i f the  AMN  or the  AAN  functions  as  a  term ination ).  

B.5 Luminaires  

The measuring  ci rcu i t  i s  g i ven  in  F igure  B . 1 a  and  the  measurement arrangements  i n  
F igu re  B. 3.  

I f the  l um inai re  i s  provided  wi th  an  earth  term inal ,  i t  sha l l  be  connected  to  the  reference  earth  
of the  AMN.  Th is  connection  shal l  be  made  by means  of the  earth  conductor conta ined  i n  the  
power cable  to  the  l um inai re.  Where  th is  arrangement i s  not common  practice,  the  earth  
connection  shal l  be  made by means  of a  l ead ,  the  same l ength  as  the  power cable  and  
runn ing  paral le l  to  the  power cable  at  a  d istance  of not more  than  0, 1  m .  

I f the  l um inai re  is  provided  wi th  an  earth  term inal ,  bu t the  manufacturer s tates  that i t  need  not  
be  earthed ,  i t  shal l  be  measured  twice:  once  wi th  and  once  wi thout the  earth  connection .  I n  
both  cases,  the  l um inaire  shal l  comply wi th  the  requ irements.  

The  fol lowing  three  options  for the  arrangement of the  l um inai re  can  be  used .  

a)  The  l um inai re  shal l  be  p laced  on  an  insu lati ng  table,  such  that the  base  of the  l um inaire  
(usual l y the  opposi te  s ide  of the  optical  window)  i s  on  the  i nsu lating  table  at 0 , 4  m  from  a  
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hori zon tal  reference ground  p lane  and  the  l igh t ou tpu t (optica l  window)  i s  general l y 
d i rected  away from  the  RGP.  See  F igure  B . 3a.  

b)  The  l um inaire  shal l  be  placed  on  an  i nsu lating  table  of 80  cm  or greater he ight,  such  that  
the  base  of the  l um inai re  (usual l y the  opposi te  s ide  of the  optical  window)  i s  pos i ti oned  
vertical l y (at 90°  wi th  the  i nsu lating  table ’s  top)  and  at a  d istance  of 40  cm  from  a  vertical  
reference ground  p lane.  The  l i gh t ou tput i s  general l y d i rected  away from  the  reference 
ground  p lane.  See  F igure  B . 3b.  

c)  The  l um inai re  shal l  be  p laced  on  an  i nsu lating  table,  such  that the  base  of the  l um inai re  i s  
on  the  i nsu lati ng  table  at l east 0 , 8  m  from  the  fl oor.  The  l ongest s ide  of the  lum inai re  is  
pos i tioned  paral l e l  wi th  a  vertical  reference ground  p lane  at a  d is tance  of 0 , 4  m .  The  l ight  
ou tpu t i s  general l y d i rected  away from  the  floor.  See  F igure  B . 3c.  

NOTE  I n  case  of the  option  a) ,  the  EUT can  a l so  be  rotated  90°  such  that  the  EUT  base  i s  perpend icu lar to  the  
RGP.   

For each  arrangement i n  add i tion  the  fol lowing  appl ies.  

Al l  conductive  surfaces  other than  the  reference  ground  p lane  shal l  be  separated  at l east 
0 , 8  m  from  the  EUT.  The  reference ground  p lane  shal l  have  d imensions  of at l east 2  m  x 2  m  
and  shal l  extend  at l east 0 , 5  m  beyond  the  projection  of the  boundaries  of the  system  under 
test (EUT,  AuxEq  and  a l l  cables) .  Al l  AMNs  and  AANs shal l  be  bonded  to  the  reference  
ground  p lane  by means  of low impedance connections  (as  per CI SPR 1 6-2-1 ).  The  cables  that 
run  from  the  AMN  and  the  AAN  to  the  EUT shal l  be  separated  (1 0  ±  5)  cm  from  each  other 
except close  to  the  EUT and  AMN/AAN  connectors  (see  F igure  B . 1 ) .  

B.6  Modules  

I n  case  of in ternal ,  mounted  or replaceable  modu les,  the  EUT (modu le)  sha l l  be  connected  as  
shown  i n  F igure  B. 1 b.  

I n  case  of external  modu les,  the  EUT (modu le)  sha l l  be  connected  as  shown  i n  F igure  B. 2.  

The  measurement arrangements  g iven  i n  F igure  B .3  appl y.  

The  l eng th ,  type  and  arrangement of the  cables  between  the  EUT (modu le)  and  the  AuxEq  
( loads,  starter,  i gn i tor,  con trol  term inals,  sensors,  swi tches,  components ,  e tc. )  sha l l  be  as  
speci fied  i n  C lause  B. 2  and  B. 3.  

AuxEq  shal l  be  connected  to  the  EUT as  speci fied  by the  manufacturer,  wh i l e  observing  the  
requ i rements  i n  C lause  B .2  and  B . 3.  

The  tota l  arrangement of EUT and  AuxEq  and  cable(s)  shal l  be  measured  i n  accordance  wi th  
Clause  B. 5.  
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Dimensions in  centimetres 

 

Key 

AMN  Arti fi cial  mains  network  H  Host  (see  NOTE)  

AAN   Asymmetric  arti fi cia l  network a  – b  Suppl y term inal s  

MS  Mai ns  suppl y c  – d  Control  term inal s  

M  Measuri ng  recei ver C  Con ical  metal  housi ng  

MT Mai ns  suppl y term inal  E  Earth  term inal  

NCL  Network control  l i ne  I P  P iece  of i nsu l ati ng  material  (see  NOTE)  

NCLT Network control  l i ne  term inal  

See  F igure  B . 3  for d etai l s  on  the  arrangement  and  the  possib le  orien tations  wi th  respect  to  the  RGP.  

For cable  l engths  of the  mains  suppl y cabl es ,  see  B . 2 . 1  and  for cable  l eng ths  of other than  mains  suppl y cables ,  
see  B . 2 . 2  and  Cl ause  B . 3.  

NOTE  The  host  i s  often  rea l i zed  by assembl i ng  the  parts  of the  host  on  a  wooden  pl ate.  Stri ctl y speaking ,  the  I P  
i s  not  requ i red ,  bu t  optional ,  for conven ience  of making  a  host.   

Figure B. 1  – Ci rcu i t  for measuring  conducted  d isturbances  from  a  luminaire  
(Figure B. 1 a) ,  an  in ternal /mounted/replaceable  module  (Figure  B.1 b)  and  a  single  

capped  sel f-bal lasted  or independent non-gas-discharge lamp  Figure  B. 1 c)  

EUT = internal  / mounted / replaceable module 

IP 

EUT 

20 ±5  

AMN 

AAN 

1 0 ±5 

Cable length  80 ±5  
EUT = Luminaire 

Figure B.1 a 

Figure B.1 b 

Figure B.1 c 
EUT = Self bal lasted lamp 
(measured inside the 
conical  housing) 

E 

b 

a 

d  

c 

MS 

NCL 

to M  

to M  

IEC 

1 0 ±5 

H  

C 

MS via AMN 

NCL via AAN 

MS via AMN 

Cable length:  see Clause B.2 

E 

NCLT 

MT 
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Dimensions in  centimetres 

 

Key 

a  – b  Suppl y term inal s  MS  Mai ns  suppl y 

c  – d  Con trol  term inal s  MT Mai ns  term inal s  

AAN  Asymmetric  arti fi cial  network NCL  Network control  l i ne  

AMN  Arti fi cia l  mains  network  NCLT Network con trol  l i ne  term inal  

CP  Current  probe  RC  Remote  con trol  ( i f any)  

E  Earth  term inal  VP  Vol tage  probe  

L  Load   

LT Load  term inal s  

M  CISPR m easu ri n g  rece i ver (for AM N  a n d  AAN :  repl ace  b y 50  Ω  i f n ot  con n ected )  

 

The  earth  of the  measuri ng  receiver and  the  earth  term inal  of the  EUT shal l  be  connected  to  the  AMN  ground .  

For l oad  term inal  vol tage  measurement,  the  l eng th  of the  coaxi a l  cabl e  between  the  probe  and  the  measuring  
recei ver shal l  not  exceed  2  m .  

Where  an  i n l i ne  device  i s  i nserted  i n  on l y one  l ead  of the  suppl y,  measurements  shal l  be  made  by connecti ng  the  
second  suppl y l ead  as  i n d icated  i n  the  l ower fi gure.  

See  F igure  B . 3  for d etai l s  on  the  arrangement.  

Figure B.2  – Ci rcu i t  for measuring  conducted  d isturbances  from  an  external  module  

20 ±5 

AMN 

AAN 

1 0 ±5 

Cable length 80 ±5  

to M  

E 

b 

a 

d  

c 

MS 

NCL 

EUT L 

VP 

EUT 
AMN Load  

AAN 

Inl ine devices 

to M  

to M  

1 0 ±5 1 0 ±5 

IEC 

LT CP 

to M  

30 ±5 

AuxEq  

MT 

NCLT 

Cable length:  see Clause B.2  
Cable length:  see 
Clause B.3  
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Dimensions in  centimetres 

 

Figure  B.3a  – Hori zontal  RGP  setup  (option  1 )  

Dimensions in  centimetres 

 

Figure  B.3b  – Vertical  RGP  setup  (option  2 )  

Dimensions in  centimetres 

 

Figure  B.3c – Vertical  RGP  setup  (option  3 )  

See  F igure  B . 1 ,  F i gure  B . 2  and  Cl ause  B . 5  for d etai l s  on  the  measuri ng  ci rcu i ts ,  bond i ng  of the  AAN  and  AMN  to  
the  RGP  and  arrangement of the  cabl es.  

Figure B.3  – Measuring  arrangements  for conducted  d isturbances  (see Clause  B.5)  
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Annex C  
(normative)  

 
Test arrangements  for radiated  disturbance measurements   

C.1  General  

This  annex g i ves  test arrangements  for rad iated  em ission  measurements  of the  EUT on  an  
OATS,  SAC or FAR i n  accordance  wi th  CI SPR 1 6-2-3.  

C.2  Arrangements  of electric power supply cables  

When  the  OATS or SAC measurement method  is  appl ied ,  to  improve the  reproducib i l i ty,  the  
mains  suppl y cable  of the  EUT shou ld  be  term inated  wi th  a  CDNE bonded  to  the  reference-
ground  p lane  and  the  receiver port of the  CDNE  term inated  wi th  a  50  Ω impedance.  

C.3  Arrangement of cables  other than  electric power supply cables  

Apply CI SPR 1 6-2-3  for arrangement of cables  other than  e lectric power suppl y cables.  

C.4 Arrangements  of EUT,  auxi l iary equipment and  associated  equipment 

C.4. 1  General  

General  pri ncip les  for arrang ing  the  EUT,  auxi l i ary equ ipment and  associated  equ ipment as  
speci fied  i n  CISPR 1 6-2-3  appl y for the  rad iated  d isturbance measurement methods  that  
appl y (Table  1 2).  

Examples  for the  arrangement of EUT,  auxi l iary equ ipment and  associated  equ ipment are  
g iven  for the  fol l owing  cases:  

– l um inaires;  see  F igure  C. 3;  

– i n ternal ,  mounted  and  replaceable  modu les;  see  F igure  C. 4 ;  

– external  modu les;  see  F igure  C.5.  

C.4.2  EUT arrangements  for table-top,  wal l -mounted  or cei l ing-mounted  appl ications  

Figu re  C. 1  g i ves  examples  of the  arrangement of the  EUT for table-top,  wal l -mounted  or 
ce i l i ng-moun ted  appl ications.  The  pos i ti on ing  table  depicted  i n  F igure  C. 1  i s  the  standard  
posi tion ing  table  of 0 , 8  m  heigh t that i s  used  in  rad iated  em ission  measurements.  

C.4.3  EUT arrangements  for floor-standing  and  pole-mounted  appl ications  

Figure  C.2  g i ves  the  arrangement of the  EUT for floor-stand ing  and  pole-moun ted  
appl ications.  The  pos i tion ing  table  depicted  in  F igure  C. 2  is  the  standard  pos i tion ing  table  of 
0 , 8  m  heigh t that  i s  used  i n  rad iated  em ission  measurements .  

C.5 Loading  and  termination  of cables  

As a  general  princip le,  a l l  cables  of the  EUT that are  subject to  the  rad iated  d istu rbance  tests  
shal l  be  term inated  and  l oaded ,  as  ind icated  in  7 . 9 .  E lectric power suppl y cables  shou ld  be  
term inated  wi th  a  CDNE  i n  accordance  wi th  C lause  C. 2.  
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Typical  appl i cations  Arrangement during  measurement  

Cei l i ng  mounted/pendant l um inai res  

 

 

 

 

 

 

Wal l  mounted  l um inai re  

 

 

 

 

Table  l um inai re  

 

 

 

 

 

 

Figure C. 1  – EUT arrangement of cei l ing-,  wal l -mounted  and  table-top  appl ications  
during  the radiated  (OATS,  SAC  or FAR)  d isturbance measurement 
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Typical  appl i cations  Arrangement during  measurement  

Floor s tand i ng  l um inai re  

 

 

 

 

 

*  I nsu lati ng  support  up  to  1 5  cm  h i gh  

Pole  mounted  l um inai re  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C.2  – EUT arrangement  of floor-standing  and  pole-mounted  appl ications  
during  the radiated  (OATS,  SAC  or FAR)  d isturbance measurement  

 

Figure  C.3  – Example of arrangement of a  luminai re  during  the radiated  
(OATS,  SAC  or FAR)  d isturbance  measurement 
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AuxEq :  presence detector 
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Figure C.4 – Example of arrangement of an  in ternal  module  during  the  radiated  
(OATS,  SAC  or FAR)  d isturbance  measurement  

 

Figure C.5  – Example of arrangement of an  external  modu le  during  the  radiated  
(OATS,  SAC  or FAR)  d isturbance  measurement  
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ground  p l ane  
(part  of test  
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AuxEq :  CDNE  wi th  50  Ω  
term ination  

AuxEq :  non -conducti ve  
setup  tabl e  AuxEq :  80  cm  mains  

cable  

  

  

EUT 
  

AuxEq :  formed  by control  un i ts ,  
cabl i ng ,  sensors  and  l oad  
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AuxEq :  non-conductive 
setup table  AuxEq :  80 cm mains 

cable  

  

  
    

EUT 

  

AuxEq :  host formed by housing,  
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Annex D  
(informative)  

 
Examples  of appl ication  of l imi ts  and  test methods   

D.1  General  

A number of examples  are  g i ven  in  th is  annex to  expla in  the  methodology described  i n   
Clause  5,  C lause  6  and  F igure  4  to  find  the  requ irements  that  appl y for a  certa in  EUT.  

D.2  Case 1 :  Power controlgear wi th  remote battery connection  

D.2. 1  EUT description  

The EUT is  a  l i ght source  driver that can  be  connected  to  a  remote  battery un i t  or a  DC-grid .  
The  maximum  d imension  of the  EUT is  25  cm .  The  length  of the  DC power suppl y cable  may 
be  1 0  m  maximum.  A generic  LED  l igh t source  of maximal l y 75  W  can  be  connected  to  the  
l oad  i n terface  of the  d ri ver wi th  a  twin  wi re  of maximal l y 2  m .  There  i s  no  restriction  on  the  
rou ting  of the  two  leads  over the  l oad  cable  ( they may run  separatel y) .  See  F igure  D. 1 .  

 

Application 1  

 

Application 2  

Figure D. 1  – Case 1  EUT 

D.2.2  In terfaces,  ports  and  l imi ts  

An  overview of the  i n terfaces  of the  Case  1 -EUT,  the  associated  ports  and  the  l im i ts  that 
appl y is  g iven  i n  Table  D . 1 .  

 

EUT  

Power controlgear  
 

LED l ight source   

Electric power load 
cable 2 m  maximum  

DC-grid  
Electric power supply 
cable 1 0 m  maximum  

IEC  

 
 

LED l ight source   

Electric power supply 
cable 1 0 m  maximum  

Electric power load 
cable 2 m  maximum  

Solar panels   

Power controlgear  Remote battery unit  

EUT  

IEC  

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



 – 62  – CISPR 1 5:201 8  © I EC  201 8  

Table  D . 1  – Case 1 :  Summary of in terfaces,  appl icable  ports  and  l im its   

In terface  Port  Reason  Lim i ts  Test method  

Enclosure  +  
cables  

Enclosure  port  
>  30  MHz 

Defau l t  Table  1 0  One  of the  opti onal  
rad i ated  methods  

Enclosure  port  
<  30  MHz 

Leads  of the  l oad  
cable  may run  
separatel y (see  
5. 3 . 4 . 1 )  

Table  8  LAS  method  (EUT 
s i ze  <  1 , 6  m )  wi th  
l oad  i n terface  
having  1  m2  l oop  
area   

E lectri c  
power l oad  

No  l ocal  wi red  port;  
Enclosure  port  
>  30  MHz 

Cabl e  l ength  i s  l ess  
than  3  m ;  hence  cab le  
shal l  be  connected  to  
a  l oad  du ri ng  rad iated  
test  appl ying  (see  
Clause  C. 3)  

Table  1 0  Rad i ated  test  i s  
a l ready done  (see  
above)  

DC i npu t  Appl i cation  1 :  

Local  wi red  port  

I n terface  not  d i rectl y 
connected  to  a  
network,  bu t  l eng th  >   
3  m  

Table  1  l im i ts  wh ich  
are  more  severe  
(starti ng  at  9  kHz)  
than  Table  5  or 
Table  6  l im i ts ;  
hence  th i s  i n terface  
i s  tested  agai nst  the  
l im i ts  of Table  1  

(see  5. 3 . 6)  

See  8 . 2  

Appl i cation  2 :  

Wi red  network port  

I n terface  connected  to  
a  network  

 

D.3  Case 2:  Universal  presence and  l ight detector 

D.3. 1  EUT description  

The EUT is  an  i ndependen t presence and  l i gh t detector.  The  sensor detects  the  presence of 
persons  and  measures  the  i n tensi ty of l i gh t.  The  sensor can  be  appl ied  as  an  i ndependent 
modu le  for i nsta l lation  i n  l um inai res  or for separate  appl ication  i n  a  ce i l i ng  (an  i nstal lation) .  
The  sensor has  an  i n terface  for connection  to  the  mains  network and  i t  has  an  i n terface  for 
connection  to  the  l oad  that i s  swi tched .  An  optional  i n terface  (for i nsta l l ations)  i s  present for 
coupl ing  other sensors  of the  same type  for extens ion  of the  sense  area  (s laved  sensors).  
Maximum  leng th  of each  cable  that can  be  connected  to  the  sensor i s  1 00  m .  The  schematic 
d iagram  is  g i ven  i n  F igure  D. 2.  

D.3.2  In terfaces,  ports  and  l imi ts  

For the  two  poss ib le  appl ication  scenario’s,  the  EUT can  be  cons idered  as  an  i ndependent 
i n ternal  modu le  (6. 4. 3) ,  and  as  an  i ndependent external  modu le  (6. 4 . 4) .  For each  of these  
appl ications  a  test i s  to  be  executed  (6. 4. 2) .  An  overview of the  i n terfaces  of the  Case  2-EUT,  
the  associated  ports  and  the  l im i ts  that appl y for the  two appl ications,  i s  g i ven  i n  Table  D. 2  
and  Table  D. 3.  
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Appl ication  1 :  I nside  a  l uminai re  

 

Appl ication  2 :  I ndependent sensor i n  an  i nstal l ation  

 

Figure D.2  – Case  2  EUT  

Table  D .2  – Case 2  – Appl ication  1 :  Summary of in terfaces,  appl icable  ports  and  l imits   

In terface  Port  Reason  Lim i ts  Test method  

Enclosure  
port  

Enclosure  port  
>  30  MHz 

Defau l t  Table  1 0  One  of the  opti onal  
rad i ated  methods  

No  enclosure  port  
<  30  MHz 

I ns ide  the  sensor no  
l arge  l oop  cu rren t are  
present and  the  wi res  
of the  power supply 
cable  run  together 
(see  5. 3 . 4 . 1 )  

N .A.  N .A.  

E lectri c  
power 
suppl y cabl e   

Network port  I n terface  connected  to  
a  network (the  mains  
power suppl y)  

Table  1  See  Clause  B . 5  

Measuri ng  ci rcu i t:  
see  F igu re  B . 1 b  

Arrangement:  one  of 
the  th ree  options  
from  F igure  B . 3.  

 

Mai ns  network  

Li gh ti n g  eq u i pmen t  
e . g  l um i na i res    

  Li gh ti n g  eq u i pmen t  e . g  l um i na i res  

Con trol  cabl e  1 00  m  
maximum  

  Sensor  

Electri c  power 
su ppl y cab le  1 00  m  

maximum  Opti onal :  connecti on  to  other 
sensors  (s l aves) ;  1 00  m  maximum  

EUT  

IEC  

  

EUT  

Lum i na i re  Electri c  power 
su ppl y cab le  1 00  m  

maximum  

  

  

Sensor  
Li g h t  sou rce    

Con trol gear  
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Table  D .3  – Case 2  – Appl ication  2:  Summary of in terfaces,  appl icable  ports  and  l imi ts   

Assessment  Port  Reason  Limi ts  Test method  

Enclosure  
port  

Enclosure  port  
>  30  MHz 

Defau l t  Table  1 0  One  of the  opti onal  
rad i ated  methods  

No  enclosure  port  
<  30  MHz 

I ns ide  the  sensor no  
l arge  l oop  cu rrent  i s  
present,  and  the  wi res  
of the  power supply 
cable  run  together 
(see  5. 3. 4. 1 )  

N .A.  N .A.  

E l ectri c  
power 
suppl y cabl e   

Network port  I n terface  connected  to  
a  network (the  mains  
power suppl y)  

Table  1  See  Arti cl e  B . 5  

Measuri ng  ci rcu i t:  
see  F igu re  B . 2  

Arrangement:  one  of 
the  three  options  
from  F igure  B . 3.  

Con trol  
cable  1 00  m  
maximum  

Local  wi red  port  I n terface  i nd i rectl y 
connected  to  a  
network (the  mains  
power suppl y)  th rough  
the  l oad  

Table  5  or Tabl e  6  See  8 . 5. 2 . 2 ,  8 . 5. 2 . 3,  
B . 3 . 2 . b)  and  
F igu re  B . 2  and  
appl y the  support  
p l ate  of F i gu re  A. 6.  

S lave  mode  
i n terface  
(connection  
to  other 
sensors)  

Local  wi red  port  I n terface  i s  not  
connected  to  a  
network;  however i ts  
l ength  i s  >  3  m  

Table  5  or Tabl e  6  See  8 . 5. 2 . 2 ,  8 . 5. 2 . 3,  
B . 3. 3  and  
F igu re  B . 2  and  
appl y the  support  
p l ate  of F i gu re  A. 6.  

 

D.4 Case 3:  Driver with  three load  interfaces  

D.4. 1  EUT description  

The EUT is  an  i ndependen t LED  driver for use  in  i nstal l ations.  The  LED dri ver i s  to  be  
connected  to  the  mains  (220  V to  240  V).  The  driver can  be  con trol l ed  (swi tch ing ,  d imm ing)  
us ing  a  DALI  i n terface  for connection  to  a  DALI  bus  (network).  An  add i ti onal  i n terface  i s  
present for connection  of an  optional  NTC therm istor i n rush  current l im i ter.  An  array of LED  
l igh t sou rces  can  be  connected  to  each  of the  three  l oad  i n terfaces  (24  V) .  The  maximum  
length  between  the  d river and  each  array of LED  l i ght sources  is  4  m .  A temperature  control  
i n terface  can  optional l y be  added  to  mon i tor the  temperature  of the  l i gh t sources  connected .  
I n  the  latter case,  the  temperature  control  l eads  and  the  load  l eads  are  combined  i n  one  cable  
for each  of the  three  l oad  i n terfaces.  The  length  of th is  temperature  control  i n terface  i s  a lso  
4  m  maximum.  The  ind ividual  wires  wi th in  each  cable  connected  to  the  d ri ver (power suppl y 
cable,  each  l oad  cable  and  con trol  cables)  are  to  be  rou ted  together.  The  schematic  d iagram  
is  g i ven  in  F igure  D. 3.  

D.4.2  In terfaces,  ports  and  l imits  

An  overview of the  i n terfaces  of the  Case  3  – EUT,  the  associated  ports  and  the  l im i ts  that 
appl y is  g i ven  i n  Table  D .4 .  The  EUT can  be  considered  as  an  independent external  modu le  
(6. 4. 4) .  
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Figure D.3  – Case  3  EUT 

Table  D .4 – Case 3:  Summary of in terfaces,  appl icable  ports  and  l im i ts   

Assessment  Port  Reason  Limi ts  Test method  

Enclosure  
port  

Enclosure  port  
>  30  MHz 

Defau l t  Table  1 0  One  of the  opti onal  
rad i ated  methods  

No  enclosure  port  
<  30  MHz 

The  d ri ver 
speci fi cation  does  not  
a l l ow l arge  l oops  (see  
5. 3. 4. 1 )  

N .A.  N .A.  

E l ectri c  
power 
suppl y cabl e   

Network port  I n terface  connected  to  
a  network (the  mains  
power suppl y)  

Table  1  See  Clause  B . 5  

Measuri ng  ci rcu i t:  
see  F igu re  B . 2  

Arrangement:  one  of 
the  th ree  options  
from  F igure  B . 3.  

Each  of the  
three  
e l ectri c  
power l oad  
cables  4  m  
maximum  

Local  wi red  port  Each  i n terface  i s  not  
connected  to  a  
network bu t  i ts  l eng th  
i s  l arger than  3  m .  

Table  5  or Tabl e  6  I t  i s  su ffi cien t  to  test  
one  of the  th ree  
l oad  ports  as  they 
are  of the  same  
ki nd ;  see  5. 3 . 5.  

Temperatu re  
control  
i n terface  

Local  wi red  port  Each  i n terface  i s  not  
connected  to  a  
network bu t  i ts  l ength  
i s  l arger than  3  m .  

Table  5  or Tabl e  6 .  

L im i ts  of Table  6  are  
most  practi cal  as  
wi th  the  cu rren t 
probe  method ,  a  
s i ng le  measurement 
can  be  done  wi th  
the  power l oad  
cable  and  the  
temperatu re  control  
cable.  

The  conducted  
d i sturbance  of th i s  
i n terface  i s  
measured  together 
wi th  the  d i s tu rbance  
from  the  l oad  port  
by us i ng  the  
curren t-probe  
method .  

I n terface  for 
connection  
i n rush  
cu rren t 
l im i ter 

Enclosure  port  
>  30  MHz 

I n terface  i s  not  
connected  to  a  
network and  i ts  l ength  
i s  l ess  than  3  m .  

 

Table  1 0  Rad i ated  test  i s  
a l ready done  (see  
above)  

DALI  
i n terface  

Network port  I n terface  i s  connected  
to  a  DALI  network 
(4. 3. 2 ).  

Table  2  or Tabl e  3  See  5. 3 . 2 . 2 .  

 

DALI  n e twork  connecti on  

I n rush  cu rren t 
su ppressor 
(opti ona l )  Temperatu re  

con tro l  (op ti ona l )  

Load  cabl e  
EUT  

Electri c  power supp l y 
cabl e  (L ,  N ,  E )    

LED  d ri ver  

Li gh t  sou rce    

  

  Li gh t  sou rce  

Li gh t  sou rce  
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D.5 Case 4:  Ethernet powered  OLED 

D.5. 1  EUT description  

The EUT is  an  OLED l um inaire  of wh ich  the  power i s  de l i vered  through  an  Ethernet  CAT 5  
i n terface  having  a  length  of maximal l y 1 5  m .  No  other wi red  i n terfaces  are  present.  See  
F igu re  D .4 .  

 

Figure D.4 – Case  4  EUT 

D.5.2  In terfaces,  ports  and  l imits  

An  overview of the  i n terfaces  of the  Case  4-EUT,  the  associated  ports  and  the  l im i ts  that 
appl y is  g iven  i n  Table  D . 5.  

Table  D.5 – Case 4:  Summary of in terfaces,  appl icable  ports  and  l im its   

Assessment  Port  Reason  Limi ts  Test method  

Enclosure  
port  

Enclosure  port  
>  30  MHz 

Defau l t  Table  1 0  One  of the  opti onal  
rad i ated  methods  

No  enclosure  port  
<  30  MHz 

The  E thernet wi re  
speci fi cation  does  not  
a l l ow separati on  of 
i nd i vi dual  wi res ;  no  
external  l oops  are  
present.  Al so  wi th i n  
the  l um inai re  no  l arge  
l oops  wi th  h i gh  
currents  (OLED  
technol ogy)  are  
present  (see  5. 3 . 4 . 1 )  

N .A.  N .A.  

Ethernet  
i n terface  

Network port  I n terface  i s  connected  
to  an  E thernet network 
swi tch  (4. 3. 2).  

Table  2  or Tabl e  3  

 

See  5. 3 . 2 . 2 .  

 

D.6  Case 5:  Stand-alone occupancy-dayl ight sensor 

D.6. 1  EUT description  

The EUT is  a  s imple  stand-alone  combined  dayl ig ht sensor,  movement detector and  control l er 
wh ich  can  be  connected  to  maximal l y two AC fed  l um inaires  of a  speci fi c type.  The  sensor 
enables  swi tch ing  or d imm ing  of the  lum inai re  depend ing  on  local  presence of persons  and  
the  l evel  of dayl ight.  The  two  control  i n terfaces  to  the  l um inaire  are  balanced  three-lead  wi red  
i n terfaces  and  a  proprietary protocol  for con trol l i ng  those  l um inai res  i s  used .  The  same 
i n terfaces  a lso  provide  the  necessary power to  the  sensor.  The  l eng th  of each  control  
i n terface  i s  l im i ted  to  2 , 5  m  maximum.  The  schematic d iagram  of the  appl ication  i s  g i ven  i n  
F igure  D .5.  

 
 

Cat 5  E thernet 
cabl e ;  1 5  m  
maximum  

OLED  l um i nai re   
Network  
swi tch  

 

EUT  

Mai ns  power  
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Figure D.5 – Case  5  EUT 

D.6.2  In terfaces,  ports  and  l imits  

An  overview of the  in terfaces  of the  Case  5-EUT,  the  associated  ports  and  the  l im i ts  that 
apply i s  g i ven  i n  Table  D . 6.  

Table  D .6  – Case 5:  Summary of in terfaces,  appl icable  ports  and  l im its   

Assessment  Port  Reason  Limi ts  Test method  

Enclosure  
port  

Enclosure  port  
>  30  MHz 

Defau l t  Table  1 0  One  of the  opti onal  
rad i ated  methods  

No  enclosure  port  
<  30  MHz 

Both  the  EUT i tsel f 
and  the  two  wi red  
i n terfaces  wi l l  n ot  
cause  l arge  d ipo le  
moments.  

 (see  5. 3. 4 . 1 )  

N .A.  N .A.  

Each  of the  
two  con trol  
i n terfaces  

 

Local  wi red  port  I n terface  i s  i n d i rectl y 
connected  to  a  
network ( i t  i s  
connected  to  a  
l um inai re,  wh ich  i s  
connected  to  an  AC 
mains  network)  

Table  5  or Tabl e  6  I t  i s  su ffi cien t  to  test  
one  of the  two  l oad  
ports  as  they are  of 
the  same  ki nd ;  see  
5. 3. 5.  

 

 
Proprie tary con trol  
i n terface  2 , 5  m  
maximum  

Stand -al one  
occupancy-dayl i gh t  

sen sor  

Lum i na i re  1  Lum i na i re  2  

EUT  

Mai ns  power 
AC  
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Annex E  
(informative)  

 
Statistical  considerations  in  the  determination  
of EMC compl iance of mass-produced  products   

E.1  General  

CISPR l im i ts  have  been  developed ,  taking  in to  account the  inheren t variabi l i ty of the  EMC 
performance of mass-produced  equ ipment.  The  CISPR l im i ts  are  based  on  the  
recommendation  that,  for type  approval  of mass-produced  equ ipment on  a  statistical  bas is ,  at  
l east 80  %  of the  mass-produced  equ ipment shou ld  comply wi th  the  d isturbance l im i ts  wi th  at  
l east 80  %  confidence.  

NOTE  Further i n formation  on  the  vari ous  methods  for s tati sti cal  evaluation  of mass-produced  equ ipment can  be  

found  i n  CISPR TR 1 6-3  [5] 2 and  CI SPR TR 1 6-4-3  [3 ] .  

Type tests  are  general l y made on  un i ts  wh ich  are  representati ve  of mass-produced  
equ ipment.  

Accord ing l y,  type  tests  shou ld  be  made e i ther:  

a)  On  a  sample  of at l east 3  un i ts,  accord ing  to  one  of the  methods  g i ven  i n  Clause  E .2  to  
E. 5 ,  or 

b)  For s impl ici ty’ s  sake,  on  one  un i t  on l y.  

Subsequent tests  are  recommended  from  time to  time on  equ ipment taken  at random  from  
production ,  especia l l y i f option  b)  above has  been  fol lowed .  

E.2  Test method  based  on  a  general  margin  to  the l imi t 

The type  test method  for conducted  or rad iated  d isturbance measurements  can  be  based  on  
appl ication  of the  statis tical  method  us ing  a  general  marg in  to  the  l im i t  as  ou tl ined  in  
CI SPR TR 1 6-4-3  [3] .  

I n  th is  type  test method ,  the  d isturbance )( fx  i s  measured  for each  of n  i tems  (n  ≥  3)  of the  

test sample  as  a  function  of the  frequency f  for each  of the  l im i ts  and  associated  

measurement method  that apply for the  EUT.  

The  equ ipment that i s  type  tested  us ing  th is  method  can  be  expected  to  be  compl ian t wi th  the  
re levant l im i t when  the  measured  d isturbance values  )(i fx of a l l  i nd ividual  i tems  of the  sample  

are  below the  l im i t )( fL  wi th  an  add i tional  marg in  to  the  l im i t wh ich  is  not l ess  than  the  va lue  

of the  sample-s ize  dependent marg in  nM  g i ven  i n  Table  E. 1 :  

 )()( ni fLMfx ≤+ ,  for each  i tem  ni ≤≤1 ,  (E. 1 )  

_____________ 

2  Numbers  i n  square  brackets  refer to  the  B i b l i ography.  

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



CISPR 1 5: 201 8  © I EC  201 8  – 69  –  

Table  E. 1  – General  margin  to  the  l im i t  for statistical  evaluation  

Sample  si ze  (n )  3  4  5  6  

General  marg in  Mn  to  the  l im i t (dB)  3, 8  2 , 5  1 , 5  0 , 7  

 

NOTE  The  val ues  i n  Tabl e  E . 1  are  based  on  an  s tandard  deviati on  of 6 , 0  dB  assumed  for the  d i stu rbances,  
caused  by equ ipment i n  the  scope  of th i s  document.  For fu rther i n formation ,  see  CI SPR TR 1 6-4-3  [3 ] .  I t  i s  
important  that  the  manufactu rer of mass  products  veri fi es  whether the  assumption  of the  expected  s tandard  
deviation  of the  product  i s  val i d  or not.  

Since  in  real i ty the  standard  deviation  i n  most cases  wi l l  be  lower,  i t  i s  recommended  to  use  
one  of the  methods  i n  Clause  E . 3  or E . 4 ,  when  th is  method  of C lause  E . 2  fa i l s .  

I n  Table  E. 1 ,  va lues  are  g i ven  on l y for a  sample  s ize  up  to  n  =  6 .  For a  larger sample  s i ze ,  the  
b inom ial  d is tribution  method  is  more  su i table  as  described  i n  C lause  E. 4 .  

E.3  Test method  based  on  the non-central  t-distribution  

E.3.1  Practical  implementation  by using  frequency sub-ranges  

The type  test method  for conducted  or rad iated  d isturbance  measurements  can  be  based  on  
appl ication  of the  stati stical  method  us ing  the  non-cen tra l  t-d istribution  as  ou tl i ned  i n  
CISPR TR 1 6-4-3  [3] .  The  t-d istribu tion  method  calcu lates  the  h i ghest measured  d isturbance  
l evels  at d isti nct frequencies  i n  the  frequency range  appl icable  for the  particu lar d istu rbance 
measurement method .  I n  practice  however,  a  number of d i fficu l ties  may arise:  

– the  l im i t  l evels  vary over the  frequency range;  

– the  frequencies  at  wh ich  the  h ighest d isturbance l evels  are  measured  vary for the  
i nd ividual  un i ts  of a  sample.  

For th is  reason ,  i n  practice,  the  method  i s  to  be  appl ied  by d i vid ing  the  whole  frequency range  
for a  particu lar measurement method  i n to  subranges.  The  average  value  and  the  s tandard  
deviation  are  then  calcu lated  us ing  the  measured  d isturbance l evels  that  are  normal ised  to  
the  l im i t  l evel  as  a  function  of frequency as  fol l ows:  

 )()()( fLfxfd −=  (E. 2)  

where  

)( fd  i s  the  d i fference  between  the  d isturbance l evel  and  the  l im i t  l evel  (re lati ve  d isturbance  

l evel )  at  the  speci fic  frequency f  i n  dB;  

)( fx  i s  the  measured  d isturbance  level  i n  dB(µV),  dB(µA),  dB(µA/m)  or dB(µV/m);  

)( fL  i s  the  d isturbance  l im i t  at the  speci fic frequency i n  dB(µV),  dB(µA),  dB(µA/m)  

or dB(µV/m).  

The  re lati ve  d is turbance l evel )( fd  i s  ca lcu lated  as  a  function  of frequency.  The  d i fference  i s  

negative  where  the  measured  value  i s  be low the  l im i t  and  posi ti ve  where  i t  i s  above  the  l im i t.  

For a l l  n  i tems  i n  the  sample  ( l abel  i ) ,  the  maximum  values  of the  re lative  d is turbance  
l evel )( fd i s  ca lcu lated  as  fol lows  for each  of the  frequency sub-ranges  speci fi ed  i n  E . 3. 2:  

 { })(maxi fdd =  (E. 3)  
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The  equ ipment that i s  type  tested  us ing  th is  method  can  be  expected  to  be  compl ian t wi th  the  
re levant l im i t  when  the  fol lowing  cond i tion  is  met for the  maximum  relati ve  d isturbance level  

id  i n  each  of the  subranges  that appl y for the  particu lar measurement method :  

 0    n ≤+ ksd  (E. 4)  

where  

d  i s  the  ari thmetic mean  of the  maximum  relative  d isturbance values  id  of each  of the  n  

i tems  i n  the  sample  ca lcu lated  for each  frequency sub-range  as  fo l lows  ( i n  dB):  

 ∑
=

=
n

d
n

d

1i
i

1
  (E . 5)  

ns  i s  the  s tandard  deviation  of the  maximum  relati ve  d isturbance values  id  of n  i tems  in  the  

sample  ca lcu lated  as  fol l ows:  

 ∑
=

−−=
n

1i

2
i

2
n 1 )  ( / )  ( ndds  (E. 6)  

k  i s  the  factor derived  from  tables  of the  non-cen tral  t-d istribution  wh ich  ensures,  wi th  80  %  

confidence,  that 80  %  or more  of the  production  are  be low the  l im i t L ;  the  va lue  of k  
depends  on  the  sample  s ize  n  and  i s  s tated  in  Table  E. 2 .  

Table  E.2  – Sample  s ize  and  corresponding  k  factor in  a  non-central  t-d istribution  

n  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  

k 2, 04  1 , 69  1 , 52  1 , 42  1 , 35  1 , 30  1 , 27  1 , 24  1 , 21  1 , 20  

 

E.3.2  Frequency sub-ranges  

The statis tica l  evaluation  g i ven  in  E. 3. 1  shou ld  be  carried  ou t separatel y for the  fol l owing  
frequency sub-ranges:  

•  9  kHz to  50  kHz;  

•  50  kHz to  1 50  kHz;  

•  1 50  kHz to  500  kHz;  

•  500  kHz to  5  MHz;  

•  5  MHz to  30  MHz;  

•  30  MHz to  1 00  MHz;  

•  1 00  MHz to  230  MHz;  

•  230  MHz to  300  MHz;  

•  300  MHz to  500  MHz;  

•  500  MHz to  1  000  MHz.  

NOTE  The  frequency sub-ranges  have  been  chosen  such  that  the  boundari es  coincide  wi th  the  frequencies  where  
the  l im i t  cu rve  shows  a  transi ti on  or a  d i sconti nu i ty.  I n  case  of l arge  ranges,  a l so  add i ti onal  sub-ranges  are  appl i ed .  

The test  may fa i l  d ue  to  artefacts  i n  the  resu l ts  that may occur due  to  s tart and  stop  
frequencies  of frequency sub-ranges.  The  cause  of those  artefacts  i s  expla ined  i n  E . 3. 3 .  
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E.3.3  Data d istortion  occurring  at a  sub-range  boundary 

I f a l l  measured  va lues  are  under the  l im i t  and  the  test fa i l ed  on l y due  to  a  l arge  standard  
deviation ,  then  i t  shou ld  be  i nvestigated  whether th is  l arge  standard  deviation  has  been  
caused  by a  maximum  of x i  a t  the  borderl i ne  between  two frequency sub-ranges.  I n  th is  case,  
the  evaluation  shou ld  be  done  accord ing  to  C lause  E .4 .  

F i gu re  E. 1  i l l ustrates  the  poss ib le  d i fficu l ti es  i f a  maximum  of the  measured  d isturbances  
occurs  at the  borderl i ne  of two frequency sub-ranges.  "U"  i s  the  measured  d isturbance  
vol tage;  "f"  i s  the  frequency.  Here  two un i ts  wi th  d i fferent characteristics  ou t of a  sample  are  
shown .  For broadband  d isturbances,  the  value  of the  maximum  as  wel l  as  the  frequency of 
the  maximum  can  change from  un i t to  un i t.  D i fferences  as  shown  i n  F igure  E . 1  between  un i t  1  
and  un i t  2  of a  sample  are  typica l .  The  average  value  and  standard  deviation  i s  ca lcu lated  
from  the  maximum  d isturbance l evels  al l  un i ts  (of wh ich  two are  shown)  for each  sub-range.  I n  
th is  example,  the  calcu lated  standard  deviation  is  much  h igher for subrange  1  than  
subrange  2  (e . g .  cons ider how d i fferent the  values  of x1  and  x2  are  at the  borderl i ne).  Al though  
the  average  for subrange  1  i s  much  l ower than  subrange  2 ,  after taking  i n to  cons ideration  the  
l arge  value  of Sn  mu l ti p l ied  by the  factor from  Table  E. 2,  i n  rare  cases  th i s  cou ld  l ead  to  not 
fu l fi l l i ng  the  cri terion  on  Equation  (E . 4).  S ince  th i s  i s  s impl y a  consequence of the  arb i trary 
way in  wh ich  the  frequency sub-ranges  have  been  defined ,  no  statistical l y mean ingfu l  
conclus ion  can  be  d rawn  regard ing  compl iance.  I n  th is  case,  i t  i s  recommended  to  repeat the  
evaluation  i n  a  newly defined  subrange such  that occurrence of maximum  values  at  sub-range  
boundaries  i s  avoided .  

 

Figure E.1  – I l l ustration  of d i fficu l ties  in  case  the maximum value  
of the  d isturbance  i s  at  the  boundary of a  sub-range  

E.4 Test method  based  on  the binomial  d istribution  

The type  test method  for conducted  or rad iated  d isturbance measurements  can  be  based  on  
appl ication  of the  statis tica l  method  us ing  a  b inom inal  d istribution  as  ou tl i ned  i n  
CI SPR TR 1 6-4-3  [3 ] .  Th is  method  is  based  on  the  veri fication  of the  cond i ti on  that  from  a  test  
sample  of s i ze  n ,  the  number of un i ts  that generate  a  d isturbance level  above the  appl icable  
l im i t  do  not exceed  c,  as  g i ven  i n  Table  E. 3.  

Table  E.3  – Appl ication  of the  binomial  d istribution  

n  7  1 4  20  26  32  

c 0  1  2  3  4  
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E.5 Appl ication  of l arger sample size  

Shou ld  the  test on  the  i n i tia l  sample  not fu l fi l  one  of the  Clauses  E. 2 ,  E . 3  or E. 4,  then  more  
un i ts  may be  tested  and  the  resu l t combined  wi th  those  from  the  fi rst sample .  The  combined  
resu l t  can  then  be  checked  for the  larger sample  s i ze.  
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

COMITÉ  I NTERNATIONAL SPÉCIAL  DES  PERTURBATIONS  RADIOÉLECTRIQUES  

____________ 

 
LIMITES ET MÉTHODES DE MESURE DES PERTURBATIONS  
RADIOÉLECTRIQUES PRODUITES PAR LES APPAREILS  

ÉLECTRIQUES D'ÉCLAIRAGE ET LES APPAREILS ANALOGUES 
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Comm ission  E lectrotechn ique  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia le  de  normal i sation  
composée  de  l 'ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ' I EC).  L ' I EC a  pou r 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l ' é l ectri ci té  et  d e  l ' é l ectron ique.  A cet  effet,  l ' I EC  – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes 
i n ternati ona les ,  d es  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  accessibles  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu i des  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ' I EC").  Leu r é l aborati on  est  confiée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  national  i n téressé  par l e  su jet  trai té  peu t parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternational es,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ' I EC,  parti cipen t  
égal ement  aux travaux.  L ' I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isation  I n ternational e  de  Normal i sation  ( I SO),  
se lon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ i sations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi cie l s  de  l ' I EC concernant  l es  questions  techn i ques  représentent,  dans  l a  mesure  
du  poss ibl e,  un  accord  i n ternational  su r l es  su jets  étud i és,  étant  donné  q ue  l es  Com i tés  nationaux de  l ' I EC  
i n téressés  sont  représentés  dans  chaque  com i té  d 'études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ' I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternational es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ' I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  son t en trepri s  afi n  q ue  l ' I EC  
s 'assure  de  l ' exacti tude  du  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ' I EC ne  peut  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encourager l 'u n i form i té  i n ternationale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ' I EC  s 'engagent,  d ans  tou te  l a  
mesure  possible,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ' I EC dans  l eu rs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Toutes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cati ons  de  l ' I EC  et  tou tes  pub l i cati ons  nationales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ' I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t d es  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs ,  accèdent aux marques  de  
conform i té  de  l ' I EC.  L ' I EC  n 'est  responsable  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cati on  
i ndépendants .  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi vent  s 'assurer qu ' i l s  son t  en  possess ion  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  impu tée  à  l ' I EC,  à  ses  adm in i strateu rs,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nati onaux de  l ' I EC,  pou r tou t  pré jud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matéri el s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  d épenses  décou lan t  d e  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u ti l i sation  de  cette  Publ i cation  de  l ' I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ' I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .  

9)  L 'attenti on  est  atti rée  sur l e  fa i t  que  certains  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ' I EC peuvent  fa i re  
l 'obj et  de  d ro i ts  de  brevet.  L ' I EC ne  saurai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d enti fi é  de  te l s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

La Norme i n ternationale  CISPR 1 5  a  été  établ i e  par l e  sous-com ité  CIS/F:  Perturbations  
re lati ves  aux apparei ls  domestiques,  aux ou ti l s ,  aux apparei ls  d 'écla i rage  et aux apparei ls  
analogues,  du  com i té  d 'études  CISPR de  l ' I EC:  Com ité  i n ternational  spécia l  des  perturbations  
rad ioélectriques.  

Cette  neuvième éd i tion  annu le  et remplace  l a  hu i ti ème éd i ti on  parue  en  201 3  et son  
Amendement 1 : 201 5.  Cette  éd i tion  consti tue  une  révision  techn ique.  

Cette  éd i ti on  i nclu t l es  mod i fications  techn iques  majeures  su ivantes  par rapport à  l 'éd i tion  
précéden te:  

a)  révision  et  restructuration  éd i toria le  complètes ;  
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b)  suppress ion  de  l a  restriction  concernant l 'a l imentation  par l e  réseau  et sur batterie  dans  le  
domaine  d 'appl ication ;  

c)  i n troduction  de  l im i tes  de  perturbations  rayonnées  dans  l a  p l age  de  fréquences  comprises  
en tre  300  MHz et 1  GHz;  

d )  mod i fication  des  l im i tes  aux bornes  de  sortie  et des  l im i tes  CDNE (a l ternative  aux 
ém issions  rayonnées);  

e)  suppress ion  des  exigences  de  perte  d ' i nsertion  et de  l 'Annexe A associée;  

f)  i n troduction  de  trois  accès  de  base:  accès  réseau  câblés,  accès  câblés  l ocaux et accès  
par l ’enveloppe;  

g )  i n troduction  d 'une  approche  visan t à  s 'affranch i r de  l a  technolog ie;  

h )  remplacement de  l 'Annexe  B  (CDNE)  par des  références  à  l a  série  de  normes  CISPR 1 6 ;  

i )  mod i fication  des  exigences  re lati ves  aux trous  métal l iques  du  support con ique;  

j )  a j out  d 'une  méthode  de  mesure  des  pertu rbations  condu i tes  pour l es  lampes  à  bal l ast  
i n tégré  GU1 0;  

k)  a jout d 'une  méthode de  mesure  par sonde  de  couran t et  de  l im i tes  pour d i fférents  types  
d 'accès  (en  complément de  nouvel les  l im i tes  de  tens ion  et méthodes  de  mesure);  

l )  i n troduction  du  terme "modu le"  (à  l a  pl ace  du  terme "apparei l  auxi l i ai re  i ndépendan t")  et  
des  exigences  pour l a  mesure  des  modu les  à  l 'a ide  d 'un  système (de  référence)  hôte;  

m )  mod i fication  des  spéci fications  concernant l es  du rées  de  stabi l isation  des  EUT;  

n )  pour l es  EUT de  grandes  d imensions  (>  1 , 6  m ),  a j ou t d 'une  méthode de  mesure  du  champ 
magnétique  à  l 'a i de  d 'une  an tenne-cadre  de  60  cm  à  une  d istance  de  3  m  (méthode de  la  
CI SPR 1 4-1 )  à  l a  p l ace  de  l a  LAS  à  3  m  et 4  m .  

Le  texte  de  cette  norme i n ternationale  est i ssu  des  documents  su ivants :  

FDIS  Rapport  de  vote  

CIS/F/733/FDIS  CI S/F/736/RVD  

 

Le rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayant  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme i n ternationale.  

Ce  document a  été  réd igé  se lon  l es  D i recti ves  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Le  com i té  a  décidé  que  le  contenu  de  ce  document ne  sera  pas  mod i fié  avan t la  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ' I EC sous  "h ttp: //webstore. iec. ch "  dans  l es  données 
re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l e  document sera  

•  recondu i t,  

•  supprimé,  

•  remplacé  par une  éd i ti on  révisée,  ou  

•  amendé.  

 

IMPORTANT – Le  logo  "colour inside"  qu i  se  trouve sur l a  page de  couverture de  
cette  publ ication  ind ique qu 'el l e  contient des  cou leurs  qu i  sont considérées  comme 
uti les  à  une bonne compréhension  de  son  contenu.  Les  u ti l isateurs  devraient,  par 
conséquent,  imprimer cette  publ ication  en  u ti l i sant une  imprimante  cou leur.  

 

  

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



 – 84  – CISPR 1 5:201 8  © I EC  201 8  

LIMITES ET MÉTHODES DE MESURE DES PERTURBATIONS  
RADIOÉLECTRIQUES PRODUITES PAR LES APPAREILS  

ÉLECTRIQUES D'ÉCLAIRAGE ET LES APPAREILS ANALOGUES 
 
 
 

1  Domaine d 'appl ication  

Le présent document concerne  l 'ém iss ion  (rayonnée et  condu i te)  des  perturbations  
rad ioélectriques:  

– des  apparei ls  d 'écla i rage  (3 . 3 . 1 6) ;  

– de  l a  partie  écla i rage  des  apparei ls  à  fonctions  mu l tip les  lorsque  cel le-ci  est une  fonction  
primaire;  

NOTE  1  I l  s 'ag i t,  par exemple,  d 'apparei l s  d 'écl a i rage  à  commun ication  par l um ière  vi s i b le  et  d 'appare i l s  
d 'écla i rage  arti sti que.  

– des  apparei ls  à  rayonnement u l traviolet  et  i n frarouge destinés  aux appl ications  
domestiques  et non  industrie l les ;  

– des  enseignes  publ ici ta i res;  

NOTE  2  I l  s 'ag i t,  par exemple,  des  ensei gnes  publ i ci ta i res  au  néon .  

– de  l 'écla i rage  décorati f;  

– des  enseignes  d 'u rgence.  

Les  apparei ls  su ivan ts  sont exclus  du  domaine  d 'appl ication  du  présent  document:   

–  l es  composants  ou  modu les  destinés  à  être  i n tégrés  dans  des  apparei ls  d 'éclai rage  et qu i  
ne  son t pas  remplaçables  par l 'u ti l i sateur;  

NOTE  3  Pour l es  apparei l l ages  i n tég rés,  se  référer à  l a  norme CI SPR 30  (tou tes  l es  parti es).  

– l es  apparei ls  d 'éclai rage  fonctionnant dans  l es  bandes  de  fréquences  I SM  ( te l l es  que  
défin ies  dans  la  résolu tion  63  (1 979)  du  Règ lement des  rad iocommunications  de  l 'U IT);  

– l es  apparei ls  d 'écla i rage  des  aéronefs  et  des  i nstal l ations  aéroportuai res  (p istes,  
i nsta l l ations  de  service,  p l ateformes);  

– l es  enseignes  vi déo;  

– l es  i nsta l lations;  

– l es  équ ipements  pour lesquels  l es  exigences  relati ves  à  l a  compatib i l i té  
é lectromagnétique  dans  l a  p l age  de  rad iofréquences  son t formu lées  de  man ière  expl ici te  
dans  d 'autres  normes  CISPR,  même s ' i l s  possèdent une  fonction  d 'écla i rage  in tégrée.  

NOTE  4  Des  exemples  d 'excl us ions  sont  d onnés  ci -dessous:  

– l es  équ ipements  de  d i spos i ti fs  à  écla i rage  i n tég ré  desti nés  au  rétroécla i rage,  à  l 'écl ai rage  d 'échel l e  et  à  l a  
s i gnal i sati on ;  

– l es  affi chages  SSL;  

– l es  hottes  de  cu i s i ne,  l es  réfri gérateu rs,  l es  congé lateurs ;  

– l es  photocopi eu rs,  l es  pro jecteurs ;  

– l es  apparei l s  d 'écl a i rage  desti nés  aux véh icu l es  rou ti ers  (domaine  d 'appl i cati on  de  l a  norme  CI SPR 1 2).  

La  p lage  de  fréquences  couverte  est comprise  en tre  9  kHz et  400  GHz.  Aucune mesure  n 'est 
nécessai re  aux fréquences  pour l esquel l es  aucune l im i te  n 'est spéci fi ée  dans  l e  présent 
document.  

Les  apparei ls  à  fonctions  mu l ti p les  qu i  son t s imu l tanément couverts  par d i fférents  articles  du  
présent  document et/ou  d 'au tres  normes  doivent satisfa i re  aux d isposi ti ons  de  chaque  
article/norme,  l es  fonctions  concernées  étan t en  fonctionnement.  
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Pour l es  équ ipements  qu i  ne  re lèvent pas  du  domaine  d 'appl ication  du  présen t document et 
qu i  comporten t un  écla i rage  comme fonction  secondaire,  i l  n 'est pas  nécessai re  d 'évaluer 
séparément l a  fonction  d 'écla i rage  selon  l e  présent document,  à  cond i ti on  que  la  fonction  
d 'écla i rage  soi t  en  fonctionnement lors  de  l 'évaluation  conformément à  l a  norme appl icable.  

NOTE  5  Les  équ ipements  dotés  d 'une  foncti on  d 'écl ai rage  seconda i re  peuvent  être,  par exemple,  des  hottes  de  
cu i s i ne,  d es  venti l ateu rs ,  d es  réfri gérateurs,  des  congél ateu rs,  des  fours  et  d es  té lévi s ions  dotées  d 'un  écl ai rage  
ambian t.  

Les  exigences  d 'ém iss ions  rayonnées  ind iquées  dans  le  présent document ne  s 'appl i quent  
pas  aux transm iss ions  i n tentionnel l es  provenan t d 'un  émetteur rad io  te l l es  que  défin ies  par 
l 'U IT  n i  aux rayonnements  non  essentie ls  l i és  à  ces  transm iss ions.  

Dans  l e  reste  du  présent document,  à  chaque fois  que  l e  terme "apparei l  d 'écla i rage"  ou  
"EUT"  est u ti l i sé ,  i l  désigne  un  apparei l  d 'écla i rage  é lectrique  ou  analogue  re levant du  
domaine  d 'appl ication  du  présent document comme spéci fié  dans  l e  présent article.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent document et son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l 'éd i tion  ci tée  s 'appl ique.  Pour l es  références  non  datées,  l a  dern ière  
éd i tion  du  document de  référence s 'appl i que  (y compris  les  éventuels  amendements).  

I EC 60038,  Tensions normales de l'IEC  

I EC 60050-1 61 ,  Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 161: Compatibilité  
électromagnétique  

I EC 60050-845: 1 987,  Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)  – Chapitre 845:  
Eclairage  

I EC 60061 -1 ,  Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de 
l'interchangeabilité  et de la  sécurité  – Partie 1 :  Culots de  lampes  

I EC 60081 ,  Lampes à  fluorescence à  deux culots – Prescriptions de  performance 

IEC 60598-1 : 201 4,  Luminaires – Partie  1 :  Exigences générales et essais  
IEC 60598-1 : 201 4/AMD1 :201 7  

IEC 60921 ,  Ballasts pour lampes tubulaires à  fluorescence – Exigences de performances  

I EC 61 000-4-20:201 0,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie  4-20: Techniques 
d'essai et de mesure – Essais d'émission et d'immunité  dans les guides d'onde TEM  

I EC 61 1 95,  Lampes à  fluorescence à  deux culots – Prescriptions de  sécurité  

IEC 62504: 201 4,  Eclairage général – Produits à  diode électroluminescente (DEL)  et 
équipements associés – Termes et définitions  

CI SPR 1 6-1 -1 : 201 5,  Spécification des méthodes et des appareils de mesure des 
perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1 -1 :  
Appareils de  mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations 
radioélectriques – Appareils de mesure 
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CISPR 1 6-1 -2 :201 4 ,  Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des 
perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1 -2:  
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations 
radioélectriques – Dispositifs de couplage pour la  mesure des perturbations conduites 

CISPR 1 6-1 -4 : 201 0,  Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des 
perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1 -4:  
Appareils de  mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations 
radioélectriques – Antennes et emplacements d'essai pour les mesures des perturbations 
rayonnées   
CI SPR 1 6-1 -4: 201 0/AMD1 : 201 2   
CI SPR 1 6-1 -4: 201 0/AMD2: 201 7  

CISPR 1 6-2-1 : 201 4,  Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des 
perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 2-1 :  
Méthodes de mesure des perturbations et de  l'immunité – Mesures des perturbations 
conduites    
CI SPR 1 6-2-1 : 201 4/AMD1 : 201 7  

CISPR 1 6-2-3: 201 6,  Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des 
perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 2-3:  
Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité – Mesuragess des perturbations 
rayonnées  

CI SPR 1 6-4-2 :201 1 ,  Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des 
perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 4-2:  
Incertitudes,  statistiques et modélisation des limites – Incertitudes de  mesure de 
l'instrumentation  
CI SPR 1 6-4-2: 201 1 /AMD1 : 201 4  

CISPR TR 30-1 : 201 2,  Test method on electromagnetic emissions – Part 1 :  Electronic control 
gear for single- and double-capped fluorescent lamps  (d ispon ible  en  ang la is  seu lement)  

CI SPR 32: 201 5,  Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia  – Exigences 
d'émission  

I SO/IEC 1 7025: 2005 1 ,  Exigences générales concernant la  compétence des laboratoires 
d'étalonnages et d'essais 

3 Termes,  défin i tions  et  termes abrégés  

3. 1  Général i tés  

Pour les  besoins  du  présent document,  les  termes  et défi n i tions  de  l ' I EC  60050-1 61 ,  de   
l ' I EC  62504  et de  l ' I EC 60050-845,  a i ns i  que  les  su ivants  s 'appl i quent.  

L' I SO  et l ' I EC tiennent à  j our des  bases  de  données  term inolog iques  desti nées  à  être  u ti l i sées  
en  normal isation ,  consu l tables  aux adresses  su ivantes:  

•  I EC  E lectroped ia:  d ispon ible  à  l 'adresse  h ttp: //www.electroped ia.org/  

•  I SO  On l ine  browsing  p latform :  d ispon ible  à  l 'adresse  h ttp: //www. iso. org /obp  

_____________ 

1   Cette  éd i ti on  a  été  remplacée  par l ' I SO/IEC 1 7025: 201 7  mais  l 'éd i ti on  ci tée  s 'appl i que.  
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3.2  Termes  et défin i tions  généraux 

3.2. 1   
base  du  luminai re  
surface  de  montage  du  l um inai re  l ors  de  l 'u ti l i sation  normale,  en  général  l e  côté  opposé  de  l a  
fenêtre  opti que  

3.2.2   
fréquence  d 'horloge  
fréquence fondamentale  de  tou t s i gnal  u ti l i sé  dans  l 'EUT à  l 'exclus ion  de  ceux générés  à  
l ' i n térieur des  ci rcu i ts  i n tégrés  (CI )  et  qu i  sont un iquement u ti l i sés  à  l ' i n térieur du  même CI  
sans  être  accessib les  depu is  l 'extérieur,  et  à  l 'exclusion  de  ceux u ti l i sés  exclus ivement pour 
l es  fonctions  d 'ém ission  rad io  ou  de  réception  rad io  

Note  1  à  l ' arti cl e:  De  hau tes  fréquences  son t souvent générées  à  l ' i n téri eur des  ci rcu i ts  i n tég rés  (CI )  par d es  
ci rcu i ts  comportan t u ne  boucl e  à  verrou i l l age  de  phase  (PLL,  Phase-Locked-Loop)  à  parti r d e  fréquences  de  
l 'osci l l ateu r d ' horloge  p l us  basses  en  dehors  d u  CI .  

3.2.3   
très  basse tension  
TBT 
tens ion  ne  dépassan t pas  50  V en  courant a l ternati f ou  1 20  V en  couran t conti nu  sans  
ondu lation  entre  conducteurs  ou  en tre  tou t conducteur et l a  terre  (domaine  de  tension  1  de  
l ' I EC  60449)  appl i quée  aux in terfaces  de  charge  fourn issant l a  pu i ssance  à  l 'apparei l  
d 'écla i rage,  à  l 'exclus ion  des  i n terfaces  u ti l i sées  pour l a  communication  ou  l e  transfert de  
données  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L 'expression  "Sans  ondu lati on"  est  d éfi n ie  par conventi on  pou r u ne  tension  d 'ondu lati on  
s i nusoïda le  comme une  composante  d 'ondu l ation  d 'au  p l us  1 0  %  en  val eu r effi cace:  l a  va leur de  crête  maximale  ne  
dépasse  pas  1 40  V pour u n  réseau  conti nu  sans  ondu lati on  de  1 20  V nom inal .  

[SOURCE:  I EC 61 347-1 : 201 5  +  AMD1 : 201 7,  3 . 27,  mod i fiée  – La  défin i tion  a  été  reformu lée. ]  

3.2.4   
transfert  de  pu issance inductive  
processus  de  transfert i nducti f de  l 'énerg ie  é lectrique  dans  l e  temps  en tre  une  source  et une  
charge  séparée,  lorsque  ces  dern ières  son t en  contact physique  (mais  pas  électrique)  ou  très  
proches  l ' une  de  l 'au tre  

EXEMPLE:  Les  l um inai res  rechargeables  à  transfert  de  pu i ssance  i nducti ve  i n tég ré  et  l es  l ampes  à  i nduction  à  
transfert  de  pu i ssance  i nducti ve  consti tuent  des  exemples.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  S i ,  en  ou tre,  une  technol og i e  rad ioélectri que  tel l e  que  défi n ie  par l 'Un ion  I n ternationale  des  
Télécommun ications  (U I T)  est  u ti l i sée  ou  superposée  à  l a  fonction  de  transfert  de  pu i ssance  des  apparei l s  à  
transfert  de  pu i ssance  i nducti ve  à  d es  fi ns  d e  commun ication  de  données,  l es  normes  appl i cables  à  cette  
technol og i e  rad ioélectri que  s 'appl i quen t.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Toute  propagati on  de  l 'énerg ie  é l ectromagnéti que  en  dehors  d u  système  de  l a  sou rce  et  de  l a  
charge  de  pu i ssance  i n ducti ve  est  considérée  comme une  pertu rbation  é l ectromagnéti que  et  est  donc soum ise  à  
l 'évaluation  se lon  l a  présente  norme.  

3.2.5   
fenêtre  optique  
côté  de  l 'apparei l  d 'écla i rage  d 'où  provient  l a  l um ière  

3.2.6   
fonction  primaire  
fonction  d 'un  apparei l  q u i  est défi n ie  comme te l le  par l e  fabrican t  

3.2.7   
fonction  secondaire  
toute  fonction  d 'un  apparei l  non  essentie l le  pour accompl i r l a  fonction  primaire,  défin ie  par l e  
fabrican t  
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3.2.8   
montage d 'essai  
montage  spéci fique  de  l 'EUT,  du  câblage  et  du  matérie l  auxi l ia i re  pendant l 'essai  

3.3  Termes  et défin i tions  relatives  aux équ ipements  

3.3. 1   
enseigne publ ici taire  
un i té  qu i  u ti l i se  l 'écla i rage  pour l a  publ ici té,  l a  s ignal isation  rou tière,  l es  panneaux de  
s i gnal isation ,  etc.  

3.3.2   
matériel  d 'appoint  
transducteurs  (par exemple,  sondes  de  courant et de  tens ion  et réseaux ficti fs)  et  au tres  
apparei ls  (par exemple,  câbles,  préampl i ficateurs,  atténuateurs,  fi l tres ,  adaptateurs)  
connectés  à  un  récepteur de  mesure  ou  à  l 'EUT et u ti l i sés  dans  la  transm ission  du  s ignal  
perturbateur entre  l 'EUT et  le  récepteur de  mesure  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Dans  l es  publ i cati ons  CI SPR,  d i fféren tes  défi n i ti ons  sont  d onnées  pour l e  matéri e l  associé,  l e  
matérie l  auxi l i a i re  et  l e  matéri el  d 'appoin t.  Les  défi n i ti ons  données  dans  l e  présent  document reposent sur cel l es  
de  l a  CI SPR 1 6-2-3.  Voi r aussi  3 . 3 . 3  et  3 . 3. 4 .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r aussi  F i gu re  2 .  

[SOURCE:  CISPR 1 6-2-3 :201 6,  3. 1 . 2 ,  mod i fiée  – Des  exemples  dans  l a  défin i ti on  et l es  Notes  
à  l 'article  ont  été  a joutés. ]  

3.3.3   
matériel  associé  
AE  
apparei l  ne  fa isant  pas  partie  du  système en  essai ,  mais  nécessaire  au  bon  fonctionnement 
du  matérie l  en  essai  (EUT)  

EXEMPLE:  Matérie l  générant  des  s i gnaux de  commande  d 'éclai rage.  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L 'abréviation  "AE"  est  déri vée  d u  terme  ang lai s  d ével oppé  correspondant  "associated  
equ i pment" .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r aussi  F i gu re  2 .  

[SOURCE:  CI SPR 1 6-2-3: 201 6,  3 . 1 . 5,  mod i fiée  – L'exemple  et l a  Note  2  à  l ' article  on t été  
ajoutés . ]  

3.3.4   
matériel  auxi l i ai re  
AuxEq  
périphérique  fa isan t partie  du  système en  essai  

EXEMPLE:  Dans  l e  CISPR TR 30-1  ou  l e  CI SPR TR 30-2 ,  l e  l um inai re  de  référence,  s i  u n  bal l ast  ou  un  p i l ote  est  
soum is  à  essai .  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L 'abréviation  "AuxEq"  est  déri vée  d u  terme ang lai s  d éveloppé  correspondant "auxi l i ary 
equ i pment" .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r aussi  F i gu re  2 .  

[SOURCE:  CISPR 1 6-2-3: 201 6,  3 . 1 . 6 ,  mod i fiée  – L 'exemple  et l a  Note  à  l 'article  ont été  
ajoutés . ]  
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3.3.5   
apparei l lage  
d isposi ti f é lectrique  i nséré  en tre  l 'a l imentation  et  une  ou  p lus ieurs  sources  de  l um ière  et  qu i  
peu t servi r à  transformer la  tens ion  d 'a l imentation ,  à  l im i ter le  couran t de  la  ou  des  sources  
de  l um ière  à  l a  valeur exigée,  à  fourn i r l a  tens ion  de  démarrage  et l e  courant de  
préchauffage,  à  empêcher le  démarrage  à  froid ,  à  corriger le  facteur de  pu issance,  à  rédu i re  
l es  perturbations  rad ioélectri ques,  à  i ncl ure  des  d ispos i ti fs  pour l a  gradation  et d 'au tres  
fonctions  de  commande  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cette  défi n i ti on  s 'écarte  de  cel l e  d e  l ' I EC 60598-1 .  

[SOURCE:  I EC  62504:201 4,  3 . 6. 1 ,  mod i fiée  – L'abréviation  "LED"  u ti l i sée  dans  l e  terme a  été  
supprimée  et d i verses  mod i fications  ont  été  apportées  à  l a  défi n i ti on . ]  

3.3.6   
éclai rage  décorati f 
matérie l  qu i  émet de  l a  l um ière  pour l es  besoins  atmosphériques,  artistiques  ou  de  l 'ambiance  

3.3.7   
adaptateur de  lampe à  deux cu lots  
composant conçu  pour être  i nsta l lé  dans  des  l um inai res  constru i ts  pou r des  l ampes  d 'un  
d iamètre  de  tube  (conformément à  l ' I EC 60081  et à  l ' I EC  61 1 95)  et d 'une  l ongueur de  tube  
spéci fique  afi n  de  l eur permettre  de  recevoi r des  l ampes  d 'un  au tre  d iamètre  de  tube  ou  d 'une  
au tre  l ongueur de  tube  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Un  adaptateur de  l ampe  peut  i n tégrer u n  commutateur,  un  fus ib le  ou  un  apparei l l age  de  l ampe  
électron ique  pou r l e  fonctionnement  d 'une  l ampe  en  hau tes  fréquences.  

3.3.8   
l ampe à  bal last in tégré  à  deux cu lots  
ensemble  qu i  ne  peut être  démonté  sans  se  trouver endommagé de  façon  permanente,  mun i  
d 'une  ou  de  p l usieurs  sources  de  l um ière  et de  deux cu lots  de  l ampe,  et i ncorporant une  
source  a ins i  que  tous  éléments  complémentai res  nécessai res  à  l 'amorçage et à  un  
fonctionnement s table  de  l a  source  de  l um ière  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r l a  Note  1  à  l ' arti cl e  et  l a  Note  2  à  l 'arti cl e  en  3 . 3 . 21 .  

3.3.9   
semi-luminaire  à  deux cu lots  
un i té  analogue  à  une  l ampe  à  bal last  i n tégré,  mais  conçue  pour u ti l i ser une  source  de  l um ière  
remplaçable  et/ou  un  d ispos i ti f d 'amorçage  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Les  sem i -l um inai res  pou r l es  l ampes  à  i ncandescence  ou  l es  l ampes  à  fl uorescence  de  type  
compact,  parfoi s  appel és  adaptateu rs,  son t  des  d i sposi ti fs  équ ipés  d ' un  côté  d 'un  cu lot  de  l ampe  normal i sé  
I EC 60061 -1  afi n  de  permettre  l e  montage  dans  une  dou i l l e  normal i sée  de  l ampe  et  d e  l ' au tre  côté  d 'une  dou i l l e  
permettant  l ' i nserti on  d 'une  source  de  l um ière  remplaçable.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Le  composant de  l a  sou rce  de  l um ière  e t/ou  du  d i sposi ti f d 'amorçage  d 'un  sem i -l um inai re  est  
faci l ement  remplaçabl e.  

Note  3  à  l ' arti cl e:  Pour l es  technol og i es  à  décharge  de  gaz,  l e  composant  du  ba l l ast  n 'est  pas  remplaçable  et  
n 'est  pas  é l im iné  à  chaque  remplacement d 'u ne  source  de  l um ière.  

3.3. 1 0   
l ampe de  mise à  n iveau  à  deux cu lots  
l ampe tubu la i re  u ti l i sant une  technolog ie  a l ternative  à  l a  fl uorescence et qu i  peut être  u ti l i sée  
pour remplacer les  l ampes  à  fl uorescence à  deux cu lots  sans  nécessi ter de  mod i fication  
i n terne  du  l um inai re  et qu i ,  après  l ' i nstal l ation ,  main tient l e  même n iveau  de  sécuri té  de  la  
l ampe remplacée  dans  l e  l um inaire  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Le  remplacement du  starter à  l ueur conformément  à  l ' I EC 601 55  par un  starter à  LED  de  
d imensions  i den ti ques,  pou r l e  bon  fonctionnement de  l a  l ampe  à  LED  à  d eux cu l ots ,  n 'est  pas  considéré  comme 
une  mod i fi cation  d u  l um inai re.  
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3.3. 1 1   
l ampe à  induction  
l ampe à  décharge  gazeuse  dans  l aquel l e  l a  pu issance exigée  pour produ ire  de  l a  l um ière  est  
transférée  depu is  l 'extérieur de  l 'enveloppe de  la  lampe  vers  le  gaz à  l ' i n térieur par 
l ' i n terméd iai re  d 'un  champ é lectrique  ou  magnétique  

3.3. 1 2   
matériel  en  essai  
EUT 
matérie l  re levan t du  domaine  d 'appl ication  du  présent document et soum is  aux essais  de  
conform ité  (évaluation  de  l a  conform i té)  pour l a  compatib i l i té  é l ectromagnétique  (ém issions)  

EXEMPLE:  L'EUT peut  être  un  l um inai re  comprenant  une  ou  p l us ieurs  l ampes,  une  l ampe  à  bal l ast  i n tég ré,  un  
cordon  l um ineux ou  un  modu le .  

Note  1  à  l ' arti cl e:  L 'abrévi ati on  "EUT"  est  déri vée  du  terme ang la i s  dével oppé  correspondant  "equ ipment  u nder 
test" .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Voi r aussi  F i gu re  2 .  

[SOURCE:  CI SPR 1 6-2-3 :201 6,  3 . 1 . 1 4,  mod i fiée  – La  défin i ti on  est mod i fiée  et l 'exemple  et l a  
Note  2  à  l ' article  ont été  ajou tés. ]  

3.3. 1 3   
lampe 
un i té  con tenant au  moins  une  source  de  l um ière  et un  ou  deux cu lots  normal isés  pour 
l ' i n terface  

3.3. 1 4  
source  de  lumière à  LED  
d isposi ti f con tenan t une  LED  ou  un  ensemble  de  LED  u ti l i sés  à  des  fins  d 'écla i rement 
l um ineux 

3.3. 1 5   
source  de  lumière  
d isposi ti f émettant de  l a  l um ière  produ i te  par une  transformation  d 'énerg ie  é lectrique  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  apparei l s  d 'éclai rage  émetten t d e  l a  l um ière  dans  l a  p l age  comprise  en tre  l a  l ongueu r 
d 'onde  vi s ibl e  de  400  nm  et  780  nm .  

[SOURCE:  I EC 60050-845: 1 987,  845-07-01 ,  mod i fiée  – La  défin i tion  a  été  reformu lée  et l a  
note  à  l 'article  a j ou tée. ]  

3.3. 1 6   
apparei l  d 'éclai rage  
d isposi ti f q u i  peu t être  u ti l i sé  comme un i té  i ndépendante  pour écla i rer un  s i te,  des  objets  ou  
l eur en tourage  afi n  qu ' i l s  pu issen t être  vus,  et  modu les  conçus  pour être  u ti l i sés  dans,  ou  
avec,  ce  type  de  d isposi ti f ou  cet ensemble  de  d ispos i ti fs  

Note  1  à  l 'arti cl e:  I l  s 'ag i t,  par exemple,  d es  l um inai res,  des  l ampes  à  bal l ast  i n tégré,  d es  l ampes  et  modu les  TBT 
u ti l i sés  pou r l 'écla i rage  généra l ,  de  l 'écla i rage  publ i c/par proj ecteurs  pour u ne  u ti l i sation  extérieure,  de  l 'écl ai rage  
i nstal l é  à  l ' i n térieu r des  véh icu l es  de  transport  ou  su r ceux-ci  et  qu i  ne  relèvent pas  du  domaine  d 'appl i cation  de  l a  
CI SPR 1 2.  

[SOURCE:  I EC 60050-845: 1 987,  845-09-01 ,  mod i fiée  – La  défin i ti on  a  été  reformu lée. ]  
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3.3. 1 7   
luminai re  
apparei l  d 'écla i rage  qu i  réparti t,  fi l tre  ou  transforme la  l um ière  ém ise  par une  ou  p lusieurs  
l ampes  ou  sources  de  l um ière  et qu i  comporte,  à  l 'exclus ion  des  l ampes  e l l es-mêmes,  tou tes  
l es  p ièces  nécessaires  pour supporter,  fixer et  protéger l es  l ampes  et,  s i  nécessai re,  l es  
ci rcu i ts  auxi l ia i res  et l es  moyens  de  branchement de  ceux-ci  au  réseau  d 'a l imen tation ,  au  
p i l ote ,  aux té lécommandes,  au  câblage,  au  support et  au  montage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Cette  défi n i ti on  est  ti rée  de  cel l e  donnée  dans  l a  norme I EC 60598-1  aux produ i ts  l um inai res.  
Dans  cette  norme,  un  l um inai re  n ' i ncl u t  pas  de  l ampe,  sauf s i  l a  l ampe  en  fai t  parti e  i n tég rante.  Toutefoi s ,  pou r l es  
besoins  des  essais  d 'ém ission  décri ts  dans  l e  présent document,  un  l um inai re  con tien t  tou jou rs  une  l ampe,  une  
source  de  l um ière  ou  une  charge  rés i sti ve.  

[SOURCE:  I EC 60598-1 : 201 4,  1 . 2 . 1 ,  mod i fiée  – La  défin i tion  a  été  reformu lée. ]  

3.3. 1 8   
modu le  
pièce  électron ique  ou  é lectri que  qu i  rempl i t  une  ou  p l us ieurs  fonctions  particu l i ères  d 'une  
appl ication  d 'écla i rage  et  peut con ten i r des  sources  de  rad iofréquences,  qu i  est destiné  à  être  
appl iqué  dans  un  l um inaire  ou  une  instal l ation  par un  u ti l i sateur fi nal  et  à  être  m is  sur le  
marché  et/ou  vendu  séparément d 'un  apparei l lage  ou  système d 'écla i rage  

Note  1  à  l ' arti cl e:  I l  s 'ag i t  par exemple  d ' une  l ampe  à  bal l ast  i n tég ré,  d 'un  starter,  d 'un  apparei l l age,  d 'u n  
gradateur mura l ,  d 'u ne  té l écommande  ou  d 'un  modu l e  LED.  

3.3. 1 9   
EUT passif 
équ ipement qu i ,  compte  tenu  de  sa  nature  i n tri nsèque et de  ses  caractéristi ques  physiques  
(absence de  variation  acti ve  et rapide  ou  commutation  des  courants  ou  tensions,  par 
exemple) ,  est incapable  de  produ i re  ou  de  participer à  l a  production  d 'ém issions  
é lectromagnétiques  qu i  dépassent un  n i veau  permettant à  l a  réception  rad io  de  se  dérou ler 
comme prévu  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Un  EUT passi f n ' est  pas  susceptibl e  de  produ i re  des  pertu rbations  é l ectromagnéti ques.  
Voi r 6 . 2 .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Les  d i odes  de  red ressement de  pu i ssance  et  u n  s tarter é l ectron ique  un iquement acti fs  l ors  de  
l a  phase  d 'amorçage  son t considérés  comme des  composants  passi fs .  

3.3.20   
lampe à  TBT restreinte  
l ampe à  TBT présentan t des  restrictions  spéci fiques  concernant  l e  type  d 'a l imen tation  
é lectrique  et/ou  l a  l ongueur de  câble  pouvant être  u ti l i sés ,  te ls  que  ceux fourn is  ou  spéci fiés  
par le  fabrican t  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Les  l ampes  à  TBT ne  comportant  aucune  descripti on  détai l l ée  des  restri cti ons  ne  sont  pas  
restre in tes.  

3.3.21   
l ampe à  bal last in tégré  
un i té  au tonome i n tégrant une  source  de  l um ière  et d 'au tres  é léments  qu i  peuvent être  
nécessai res  pour l 'amorçage et pour assurer l a  stabi l i té  de  fonctionnement de  l a  sou rce  de  
l um ière,  qu i  ne  peu t être  démontée  sans  être  endommagée de  man ière  permanente,  et qu i  
est  re l i ée  à  une  dou i l l e  ou  un  l um inaire  par l ' i n terméd ia i re  d 'un  ou  de  deux cu lots  de  lampe  
normal isés  I EC 60061 -1  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  composant  de  l a  sou rce  de  l um ière  d 'u ne  l ampe  à  bal l ast  i n tég ré  n 'es t  pas  remplaçabl e.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Pou r l es  technolog ies  à  d écharge  de  gaz,  l e  composant du  bal l ast  fa i t  parti e  i n tég ran te  de  l a  
l ampe  à  bal l ast  i n tégré;  i l  ne  fa i t  pas  parti e  d u  l um inai re.  

Note  3  à  l ' arti cl e:  Le  terme  " l ampe à  bal l ast  i n tégré"  est  un  terme  général  pour d ésigner tou tes  l es  l ampes  qu i  
peuvent  fonctionner i n dépendamment d 'au tres  accessoi res  ou  matérie l s  auxi l i a i res  externes,  à  l 'exception  de  l a  
dou i l l e.  Cela  i ncl u t  l es  technol og ies  à  décharge  de  gaz et  l es  technol og i es  LED  et  OLED.  
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[SOURCE:  I EC  60598-1 : 201 4,  1 . 2 . 59,  mod i fiée  – La  défin i tion  a  été  reformu lée,  l es  Notes  2  et  
3  à  l ' article  ont  été  mod i fiées  et  l a  Note  4  à  l 'article  a  été  supprimée. ]  

3.3.22   
semi-luminaire  
d isposi ti f (parfois  appelé  adaptateur)  équ ipé  d 'un  côté  d 'un  système de  cu lot de  l ampe  
normal isé  I EC permettan t l e  montage  dans  une  dou i l l e  normal isée  et,  de  l 'au tre  côté,  d 'une  
dou i l le  permettant l ' i nsertion  d 'une  source  de  l um ière  remplaçable  avec un  cu lot  

3.3.23   
apparei l  à  rayonnement  u l traviolet  et  infrarouge  
apparei l  à  rayonnement optique  fonctionnant à  une  l ongueur d 'onde  comprise  entre  780  nm  et 
1  mm  ou  en tre  1  nm  et  400  nm  

EXEMPLE:  I l  s 'ag i t,  par exemple,  d 'apparei l s  u ti l i sés  pour l es  soins  méd icaux et  cosméti ques,  et  pour l e  
chauffage  l ocal i sé.  

[SOURCE:  I EC  60050-731 : 1 991  ,  731 -01 -05  et 731 -01 -06,  mod i fiées  – Les  défin i tions  ont été  
combinées. ]  

3.4  Termes  et défin i tions  relatives  aux in terfaces  et aux accès  

3.4. 1   
in terface  d 'al imentation  électrique en  courant  al ternati f 
poin t  de  connexion  à  un  réseau  d 'a l imentation  é lectri que  en  courant a l ternati f externe  

3.4.2   
in terface  de  communication/données/réseau  
poin t  de  connexion  pour l e  transfert de  données  et l e  transfert sémaphore,  destiné  à  
i n terconnecter des  systèmes  largement d ispersés  par des  moyens  comme la  connexion  
d i recte  à  des  réseaux de  té lécommunication  mu l ti u ti l i sateur (par exemple  l es  réseaux locaux 
comme l es  réseaux Ethernet,  l es  réseaux en  anneau  à  j eton ,  etc. )  

3.4.3   
in terface  de  commande  
poin t de  raccordement d 'un  conducteur ou  d 'un  câble  à  l 'apparei l  d 'écla i rage  afin  de  
commander son  fonctionnement  

3.4.4   
in terface  d 'al imentation  électrique en  courant  continu  
poin t  de  connexion  à  un  réseau  d 'a l imentation  é lectri que  en  courant conti nu  externe  

3.4.5   
in terface  d 'al imentation  électrique  
poin t  de  connexion  auquel  est  raccordé  un  conducteur ou  un  câble  qu i  transporte  l a  
pu issance é lectrique  primaire  pour l e  fonctionnement de  l 'apparei l  d 'écla i rage,  et par l equel  
l es  perturbations  é lectromagnétiques  condu i tes  peuven t également entrer dans  
l 'envi ronnement é lectromagnétique  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Les  câbl es  peuvent  être  connectés  à  une  i n terface  de  transm iss ion  de  l a  pu i ssance  é lectri que  à  
parti r d 'u n  réseau  de  d i stri bu tion  en  courant  conti nu  et/ou  a l ternati f d on t  l a  topolog ie  permet aux pertu rbations  
é l ectromagnéti ques  d 'en trer a i sément dans  l 'envi ronnement é l ectromagnéti que.  

3.4.6   
accès  par l 'enveloppe  
i n terface  sans  fi l  non  i n tentionnel le  ficti ve  de  l 'apparei l  d 'écla i rage  par l aquel l e  l es  
perturbations  é lectromagnétiques  peuvent  rayonner dans  l 'environnement  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Basée  su r l ' I EC 61 000-6-3: 2006/AMD1 : 201 0;  3 . 1 . 2 .  
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Note  2  à  l 'arti cl e:  L ' i n terface  fi cti ve  peu t être  composée,  par exemple,  de  j o i n ts  et  d 'ouvertu res  dans  l 'enveloppe  
métal l i que  physique,  mais  également  de  l ongueu rs  l im i tées  de  chacune  de  ses  i n terfaces  câblées.  En  règ le  
générale,  dans  l a  p l age  de  fréquences  supérieure  à  30  MHz,  u n  t i ers  de  l ongueu r d 'onde  de  l a  l ongueur des  
i n terfaces  câbl ées  peut  parti ciper aux pertu rbations  rayonnées.  Par conséquent,  l es  i n terfaces  câblées  son t  
égal ement  i ncl uses  dans  l e  matérie l  auxi l i a i re  qu i  est  desti né  à  être  connecté  avec des  câbl es  de  moins  de  3  m .  

3.4.7   
in terface  électrique  
point de  connexion  de  l 'apparei l  auquel  un  conducteur ou  un  câble  est raccordé  pour 
d i fférentes  fonctions  (a l imentation  é lectrique,  commande  ou  communication ,  par exemple)  

EXEMPLES:  Voi r F i gu re  3.  

3.4.8   
terre  fonctionnel le  
borne  de  l 'apparei l  destinée  à  être  re l i ée  à  un  conducteur de  terre  externe  pour l es  besoins  
fonctionnels  et/ou  de  compatib i l i té  é l ectromagnétique  

3.4.9   
in terface  de  charge  
point de  connexion  de  l 'apparei l  d 'écla i rage  fou rn issant l 'énerg ie  é lectrique  à  l 'un  de  ses  
é lémen ts  

3.4. 1 0   
accès  câblé  local  
i n terface  de  l 'apparei l  d 'éclai rage  d i rectement re l iée  à  des  câbles  qu i  ne  sont pas  connectés  à  
un  réseau  et don t la  l ongueur est supérieure  ou  égale  à  3  m  ou  qu i  son t i nd i rectement 
connectés  au  réseau  par l ' i n terméd iai re  de  matérie l  auxi l i a i re  

EXEMPLE:  I l  s 'ag i t,  par exemple,  de  l ' i n terface  d 'a l imentation  é l ectri q ue  d ' une  l ampe  à  TBT,  de  l ' i n terface  d 'un  
pi l ote  de  connexi on  d 'u n  l ong  câble  de  charge  (≥  3  m )  à  u ne  source  de  l um ière,  de  l ' i n terface  de  commande  d ' un  
capteu r pour l a  connexion  d 'u n  câble  de  commande  cou rt  (<  3  m )  à  un  l um inai re  a l imenté  par l e  secteu r en  couran t  
a l ternati f.  Pou r des  exemples,  se  référer à  l 'Annexe  D.  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Ce  type  d 'accès  peut  émettre  des  pertu rbations  é l ectromagnéti ques.  

3.4. 1 1   
réseau  
i nsta l l ation  é lectri que  composée d 'apparei ls  et de  câbles  ou  de  câblage  d ' i n terconnexion  pour 
l a  transm ission  et l a  d is tribu tion  de  l a  pu issance  é lectrique,  d 'un  s i gnal  é lectrique  pour l a  
transm ission  de  données  ou  pour la  communication ,  etc.  

3.4. 1 2   
accès  
catégorie  particu l ière  d 'une  i n terface  d 'un  EUT qu i  fourn i t un  traj et de  couplage  pour les  
perturbations  é lectromagnétiques  en tre  l 'EUT et l ' environnement é lectromagnétique  
spéci fique  à  cette  catégorie  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Voi r F i gure  1 .  
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NOTE  L'accès  par l ’ envel oppe  peut  i ncl u re  d 'au tres  i n terfaces  câblées,  avec des  l ongueu rs  i n férieu res  à  3  m  
(voi r 3 . 4. 6).  

Figure 1  – Accès  CEM  d 'un  EUT 

3.4. 1 3   
terre  de  protection  
borne  de  l 'apparei l  desti née  à  être  rel iée  à  un  conducteur externe  afin  d 'assurer l a  protection  
con tre  l es  chocs  é lectriques  en  cas  de  défaut  

3.4. 1 4  
accès  réseau  câblé  
i n terface  câblée  de  l 'apparei l  d 'écla i rage  re l i ée  à  des  câbles  eux-mêmes  d i rectement re l iés  à  
un  réseau ,  et par laquel le  l es  perturbations  é lectromagnétiques  condu i tes  peuvent en trer 
dans  l e  réseau  

3.5  Termes  abrégés  

AAN  (Arti ficia l  Asymmetrica l  Network)  réseau  ficti f asymétrique  

CA courant a l ternati f 

AE  (Associated  Equ ipment)  matérie l  associé  

AMN  (Arti ficia l  Mains  Network)  réseau  ficti f d 'a l imentation  

AuxEq  (Auxi l i ary Equ ipment)  matérie l  auxi l i a i re  

CDNE  (Coupl i ng  Decoupl i ng  Network 
Em ission)  

réseau  de  couplage-découplage  

CISPR Com i té  I n ternational  Spécial  des  
Perturbations  Rad ioélectri ques  

CM  (Common  Mode)  mode commun  

CP  (Current  Probe)  sonde  de  courant  

CVP (Capaci tive  Vol tage  Probe)  sonde  de  tens ion  capaci tive  

dB  décibel  

CC  courant con ti nu  

DALI  (D ig i ta l  Addressable  L igh ting  I n terface)  i n terface  d 'écla i rage  adressable  numérique  

DM  (D i fferen tia l  Mode)  mode d i fférentie l  

E  (Earth)  borne  de  terre  

TBT très  basse  tens ion  

CEM  compatib i l i té  é lectromagnétique  

IEC  

Accès  réseau   
câblés  

Accès  par l 'enve loppe  

Accès  câblés  
l ocaux  

 
 

EUT  
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EUT (Equ ipment Under Test)  matérie l  en  essai  

FAR (Fu l l y Anechoic Room)  chambre  en tièrement anéchoïque  

FE  (Functional  Earth)  terre  fonctionnel l e  

GHz g igahertz  

GU1 0  support  en  verre  en  forme de  U  et  cu lot  d 'une  
ampou le  à  réflecteur mu l ti facette  (MR)  

Hz hertz  

I EC ( I n ternational  E lectrotechn ical  
Commission)  

Commission  E lectrotechn ique  I n ternationale  

I EV ( I n ternational  E lectrotechn ica l  
Vocabu lary)  

Vocabu la i re  E lectrotechn ique  I n ternational  

IR i n frarouge  

ISM  i ndustrie l ,  scien ti fique  et  méd ical  

RSI  réseau  de  stabi l isation  d ' impédance  

ATI  apparei ls  de  tra i tement de  l ' i n formation  

U IT  Un ion  I n ternationale  des  
Télécommunications  

kHz ki lohertz  

L  l i gne  

LAN  (Local  Area  Network)  réseau  l ocal  

LED  (Ligh t Em i tti ng  D iode)  d iode  é lectrolum inescen te  

LLAS  (Large  Loop  Antenna  System)  système de  grande  an tenne-cadre  

MHz mégahertz  

μΑ  m icroampère  

μF  m icrofarad  

μV  m icrovol t  

LLAS  (Large  Loop  Antenna  System)  système de  grande  an tenne-cadre  

MHz mégahertz  

μΑ  m icroampère  

μF  m icrofarad  

μV  m icrovol t  

N  neu tre  

N .A.  non  appl icable  

nF  nanofarad  

OATS  (Open  Area  Test S i te)  emplacement d 'essai  en  espace l i bre  
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OLED  (Organ ic L i gh t Em i tti ng  D iode)  d iode  é lectrolum inescen te  organ ique  

PE  (Protecti ve  Earth)  terre  de  protection  

M ID  modu lation  d ' impu ls ions  en  durée  

RF  rad iofréquence  

RGP (Reference-Ground  Plane)  p lan  de  masse  de  référence  

SAC (Sem i  Anechoic Chamber)  chambre  sem i-anéchoïque  

SSL (Sol i d  State  L igh ting )  écla i rage  à  sem iconducteurs  

TEM  (Transverse  E lectroMagnetic)  é lectromagnétique  transverse  

TR (Techn ical  Report)  rapport techn ique  

UV u l travio let  

 

 

Figure 2  – Description  générique  des  défin i tions  du  matériel  d 'essai ,  du  matériel  
d 'appoint,  du  matériel  auxi l iaire  et  du  matériel  associé  concernant  l 'EUT et  

l 'environnement d 'essai /de  mesure  (défin i tions  données  dans  l a  CISPR 1 6-2-3)  

4 Limites  

4.1  Général i tés  

Les  exigences  re latives  à  un  EUT sont données  dans  le  présent article  sur l a  base  de  trois  
accès  CEM  possib les  qu i  peuvent s 'appl i quer à  chacune  des  i n terfaces  de  l 'EUT:  accès  par 
l ’enveloppe,  accès  réseau  câblé  et accès  câblé  l ocal .  La  cl ass i fication  des  accès  et  
l 'appl ication  de  l a  l im i te  pour chaque i n terface  possible  d 'un  EUT sont spéci fiées  à  l 'Article  5  
et  à  l 'Article  6.  

Les  l im i tes  de  perturbations  sont spéci fiées  pour l es  types  particu l i ers  de  détecteurs ,  c'est-à-
d i re  l es  détecteurs  de  quas i -crête  et l es  détecteurs  de  valeur moyenne  (voir spéci fication  du  
récepteur CI SPR dans  l a  CI SPR 1 6-1 -1 ) .  S i  l es  l im i tes  appl icables  sur une  p lage  particu l ière  
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Lim i te  de  l 'envi ronnement  d e  
mesure  ou  d 'essai   
(condu i t  ou  rayonné)  

Matéri e l  d 'appoin t  (transducteu r 
permettant  d e  mesurer,  coupl er 
ou  découpler une  pertu rbati on )  

EUT  Matériel  auxi l i ai re  
(pour créer un  système  hôte  
et/ou  un  envi ronnement 
d 'essai  représentati f 

de  l 'EUT)  

I nstal l ation  d 'essai  
Si te  ou  chambre  qu i  crée  l es  
cond i ti ons  ou  l ' envi ronnement  

de  mesure  ou  d 'essai  
spéci fi é(s)  (pou r l es  essais  
condu i ts  ou  rayonnés)  Système  en  essai  

Matériel  associé  
(pour fa i re  

fonctionner l 'EUT)  
 

 

 

 

Récepteu r de  mesure  des  
s i gnaux pertu rbateurs  

 

AuxEq  

AuxEq  

 

Equ ipement de  mesure/d 'essai  

AE  

Apparei l  en  essai  
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de  fréquences  sont spéci fi ées  pour l es  détecteurs  de  quasi -crête  et l es  détecteurs  de  valeu r 
moyenne,  à  cond i tion  de  mesurer l es  n i veaux de  perturbation  de  l 'EUT avec le  détecteur de  
quas i -crête,  et  s ' i l  s 'avère  qu ' i l s  satisfon t aux l im i tes  moyennes,  l 'EUT doi t  a l ors  être  
cons idéré  comme satisfa isan t aux l im i tes  et des  mesures  peuvent ne  pas  être  réal isées  dans  
cette  plage  de  fréquences  avec l e  détecteur de  valeur moyenne.  

S i  des  méthodes  d i fférentes  avec des  l im i tes  associées  peuvent être  appl i quées,  l e  rapport 
d 'essai  doi t  préciser l a  méthode  et l es  l im i tes  correspondantes  u ti l i sées.  

NOTE  Les  l im i tes  i nd i quées  dans  l e  présent  d ocument on t  été  déterm inées  dans  l e  cadre  d 'u ne  approche  
probabi l i ste.  Dans  des  cas  exceptionne ls ,  des  d i spos i ti ons  supplémentai res  sont  exi gées.  

4.2  Plages  de  fréquences  

En  4. 3,  en  4 . 4  et en  4 . 5,  l es  l im i tes  et méthodes  de  mesure  des  caractéristiques  de  
perturbations  rad ioélectriques  sont  données  en  fonction  de  l a  p lage  de  fréquences.  Aucune  
mesure  n 'est  nécessai re  aux fréquences  pour l esquel l es  aucune l im i te  n 'est  spéci fi ée.  

4.3  Limites  et  méthodes  d 'évaluation  des  accès  réseau  câblés  

4.3. 1  In terface  d 'al imentation  électrique  

Les  l im i tes  et l a  méthode de  mesure  pour l 'évaluation  des  tensions  perturbatrices  condu i tes  
au  n i veau  des  bornes  d ' i n terface  d 'a l imentation  électrique  en  couran t a l ternati f ou  en  couran t 
con tinu ,  dans  l a  p l age  de  fréquences  comprises  en tre  9  kHz et 30  MHz,  sont données  dans  le  
Tableau  1 .  

Tableau  1  – Limites  de  tension  perturbatrice   
au  n iveau  de  l ' i n terface  d 'al imentation  électrique  

Plage  de  fréquences  Lim i tes  a  

dB(µV)  

Méthode  

Quasi -crête  Valeur moyenne   

CI SPR 1 6-2-1  et  8 . 3   9  kHz  à  50  kHz 1 1 0  – 

 50  kHz à  1 50  kHz 90  à  80  b  – 

 1 50  kHz à  0 , 5  MHz 66  à  56  b  56  à  46  b  

 0 , 5  MHz à  5 , 0  MHz 56  c  46  c  

 5  MHz à  30  MHz 60  50  

a  A l a  fréquence  de  transi ti on ,  l a  l im i te  i n férieure  s 'app l i q ue.  

b  Les  l im i tes  d im inuent d e  man ière  l i néa i re  avec l e  l ogari thme de  l a  fréquence  dans  l es  p l ages  compri ses  
en tre  50  kHz et  1 50  kHz et  en tre  1 50  kHz et  0 , 5  MHz.  

c  Pour l es  apparei l s  d 'écla i rage  i n tégran t excl us ivement des  l ampes  à  i n duction ,  l a  l im i te  dans  l a  p l age  de  
fréquences  comprises  en tre  2 , 2  MHz et  3 , 0  MHz est  de  73  dB(µV)  en  valeur d e  q uasi -crête ,  et  d e  63  dB(µV)  en  
val eu r moyenne.  

 

4.3.2  In terfaces  réseau  câblées  autres  que l 'al imentation  électrique  

Les  l im i tes  et méthodes  de  mesure  pour l 'évaluation  des  tensions  pertu rbatrices  condu i tes  au  
n i veau  des  in terfaces  réseau  câblées  autres  que  l 'a l imen tation  é lectrique  dans  l a  p lage  de  
fréquences  comprises  en tre  1 50  kHz et  30  MHz son t données  dans  l e  Tableau  2  et au  
Tableau  3.  

L'une  ou  l 'au tre  des  méthodes  et l es  l im i tes  associées  i nd iquées  dans  l e  Tableau  2  ou  
l e  Tableau  3  peuvent être  appl i quées  pour démontrer l a  conform i té.  
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Tableau  2  – Limites  de  tension  perturbatrice   
au  n iveau  des  in terfaces  réseau  câblées  autres  que l 'al imentation  électrique  

Plage de  fréquences  
(MHz)  

L im i tes   
dB(µV)  

Méthode  

Quasi -crête  Valeur moyenne  

CISPR 1 6-2-1  et  8 . 4  0 , 1 5  à  0 , 50  

0 , 50  à  30  

84  à  74  

74  

74  à  64  

64  

NOTE  1  Les  l im i tes  d im inuent de  man i ère  l i néai re  avec l e  l ogari thme de  l a  fréquence  dans  l a  p l age  comprise  
en tre  0 , 1 5  MHz et  0 , 5  MHz.  

NOTE  2  Les  l im i tes  de  pertu rbation  de  tension  sont  dédu i tes  de  l 'u ti l i sation  d 'u n  réseau  fi cti f asymétri que  (AAN)  
présentant  une  impédance  en  mode  commun  (mode  asymétri que)  de  1 50  Ω  à  l ' i n terface  mesurée.  

 

Tableau  3  – Limites  de  courant perturbateur  
au  n iveau  des  in terfaces  réseau  câblées  autres  que l 'al imentation  électrique  

Plage  de  fréquences   
(MHz)  

L im i tes   
dB(µA)  

Méthode  

Quasi -crête  Valeur moyenne  

CISPR 1 6-2-1  et  8 . 4  0 , 1 5  à  0 , 50  

0 , 50  à  30  

40  à  30  

30  

30  à  20  

20  

NOTE  1  Les  l im i tes  d im inuent de  man i ère  l i néai re  avec l e  l ogari thme de  l a  fréquence  dans  l a  p l age  comprise  
en tre  0 , 1 5  MHz et  0 , 5  MHz.  

NOTE  2  Les  l im i tes  de  courant  perturbateur son t dédu i tes  de  l ' u ti l i sation  d 'une  impédance  en  mode  commun  
(mode  asymétri que)  d e  1 50  Ω .  Par conséquent,  l e  facteu r d e  conversion  appl i qué  est  de  20  l og (1 50)  =  44  dBΩ .  

 

4.4  Limites  et  méthodes  d 'évaluation  des  accès  câblés  locaux 

La présente  norme d i fférencie  l ' "accès  câblé  local "  en  deux catégories.  Ces  deux catégories  
son t:  

a)  l ' i n terface  de  l 'EUT qu i  se  connecte  de  man ière  i nd i recte  à  un  réseau  par l ' i n terméd iai re  
du  matérie l  auxi l ia i re  (qu i  comprend  l ' in terface  d 'a l imentation  é lectri que  des  l ampes 
à  TBT);  

b)  l ' i n terface  de  l 'EUT qu i  ne  se  connecte  pas  à  un  réseau ,  de  man ière  d i recte  ou  i nd i recte,  
et  q u i  peu t être  rel iée  à  des  câbles  d 'une  l ongueur supérieure  ou  égale  à  3  m .  

Pour ces  deux catégories  d ' "accès  câblés  l ocaux",  l es  l im i tes  appl icables  aux perturbations  
condu i tes  sont spéci fi ées  dans  l e  présent paragraphe.  

Les  l im i tes  et méthodes  de  mesure  pour l 'évaluation  des  tens ions  pertu rbatrices  condu i tes  au  
n iveau  des  accès  câblés  locaux dans  la  p lage  de  fréquences  comprises  entre  9  kHz et  
30  MHz sont  données  dans  l e  Tableau  1 ,  l e  Tableau  4,  l e  Tableau  5  et l e  Tableau  6 .  

Les  l im i tes  et méthodes  appl icables  aux in terfaces  d 'a l imentation  é lectri que  des  l ampes  
à  TBT sont données  dans  l e  Tableau  1  et  dans  l e  Tableau  4,  pour l es  l ampes  à  TBT restre in te  
et non  restrein te  respectivement,  avec des  exigences  supplémenta ires  pour l a  méthode  
d 'essai  de  6 . 4 . 7.  
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Tableau  4  – Limites  de  tension  perturbatrice  des  accès  câblés  locaux:   
i n terface  d 'al imentation  électrique des  lampes  à  TBT non  restreinte  

Plage  de  fréquences  Limi tes  a  c  d  

dB(µV)  

Méthode  

Quasi -crête  Valeur moyenne  

CISPR 1 6-2-1  
et  A. 5. 1  

 9  kHz  à  50  kHz  1 36  – 

 50  kHz à  1 50  kHz 1 1 6  à  1 06  b  –  

 1 50  kHz  à  0 , 5  MHz 92  à  82  b  82  à  72  b  

 0 , 5  MHz à  5 , 0  MHz 82  72  

 5  MHz  à  30  MHz 86  76  

a  A l a  fréquence  de  transi ti on ,  l a  l im i te  i n férieure  s 'app l i q ue.  

b  Les  l im i tes  d im inuent d e  man ière  l i néa i re  avec l e  l ogari thme de  l a  fréquence  dans  l es  p l ages  compri ses  
en tre  50  kHz et  1 50  kHz et  en tre  1 50  kHz et  0 , 5  MHz.  

c  Les  l im i tes  de  ce  tableau  s 'appl i quent  s i  aucun  atténuateur de  26  dB  n 'est  appl i qué  (voi r F i gure  A. 3).  

d  Les  l im i tes  de  tens ion  pertu rbatri ce  pou r l es  l ampes  à  TBT restrein te  sont  données  dans  l e  Tableau  1  
(voi r 6 . 4. 7).  

 

Les  l im i tes  et méthodes  données  dans  l e  Tableau  5  ou  l e  Tableau  6  doiven t être  appl iquées  
aux accès  câblés  l ocaux au tres  que  l es  in terfaces  d 'a l imentation  é lectri que  des  l ampes  
à  TBT.  

Tableau  5  – Limites  de  tension  perturbatrice  au  n iveau  des  accès  câblés  locaux:  accès  
câblés  locaux autres  que l ' i n terface  d 'al imentation  électrique  de  l ampe  à  TBT 

Plage  de  fréquences   
MHz  

L im i tes   
dB(µV)  a  

Méthode  

Quasi -crête  Valeur moyenne  
CISPR 1 6-2-1  (méthode  de  

l a  sonde  de  tens ion)  
Voi r 8 . 5. 2 . 2  

0 , 1 5  à  0 , 50  

0 , 50  à  30  

80  

74  

70  

64  

a  A l a  fréquence  de  transi ti on ,  l a  l im i te  i n férieure  s 'app l i q ue.  

 

Tableau  6  – Limi tes  de  courant perturbateur au  n iveau  des  accès  câblés  locaux:  accès  
câblés  locaux autres  que  l ' i n terface  d 'al imentation  électrique  de  l ampe  à  TBT 

Plage de  fréquences   
MHz  

L im i tes   
dB(µA)  

Méthode 

Quasi -crête  Valeur moyenne  
CISPR 1 6-2-1  
Voi r 8 . 5. 2 . 3  0 , 1 5  à  0 , 50  

0 , 50  à  30  

40  à  30  

30  

30  à  20  

20  

NOTE  1  Les  l im i tes  d im inuen t  de  man ière  l i néai re  avec l e  l ogari thme  de  l a  fréquence  dans  l a  p l age  comprise  
en tre  0 , 1 5  MHz et  0 , 5  MHz.  

NOTE  2  Les  l im i tes  de  courant  pertu rbateu r sont  d édu i tes  de  l ' u ti l i sati on  d 'u ne  impédance  en  mode  commun  
(mode  asymétri que)  d e  1 50  Ω ,  l e  facteu r de  conversion  appl i q ué  étan t  de  20  l og(1 50)  =  44  dBΩ .  

 

4.5  Limites  et  méthodes  d 'évaluation  de  l 'accès  par l ’ enveloppe  

4.5. 1  Général i tés  

Le  présent  paragraphe  donne l es  l im i tes  de  perturbations  rayonnées  de  l 'accès  par 
l ’enveloppe  en  fonction  de  l a  p lage  de  fréquences.  

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



 – 1 00  – CISPR 1 5:201 8  © I EC  201 8  

4.5.2  Plage de  fréquences  comprises  entre  9  kHz et  30  MHz 

Des  l im i tes  de  perturbations  de  champ rayonné  dans  la  p l age  de  fréquences  comprises  entre  
9  kHz et  30  MHz sont données  dans  le  Tableau  8  et  l e  Tableau  9 .  

Les  l im i tes  du  Tableau  8  son t exprimées  par rapport à  un  cou rant mesuré  dans  un  système de  
grande  antenne-cadre  (LLAS)  tel  que  celu i  spéci fi é  dans  l a  CISPR 1 6-1 -4 .  Ce  courant est une  
mesure  du  n i veau  de  champ magnéti que  qu i  entoure  l 'EUT.  Cette  l im i te ,  appl icable  au  
détecteur de  quasi -crête  du  récepteur CISPR,  est donnée pour trois  ta i l l es  de  système de  
grande  an tenne-cadre  dans  l a  p lage  de  fréquences  comprises  en tre  9  kHz et  30  MHz.  

La  p lage  de  d imensions  maximales  de  l 'EUT pour chacun  des  trois  d iamètres  d 'an tenne-cadre  
est  donnée dans  le  Tableau  7.  

Pour les  EUT de  d imensions  supérieures  à  1 , 6  m ,  les  l im i tes  données  dans  l e  Tableau  9  
associées  à  l a  méthode de  mesure  de  l 'an tenne-cadre  de  champ magnétique  spéci fi ée  
en  9. 3. 2  peuvent  être  appl i quées.  

Les  l im i tes  du  Tableau  8  et d u  Tableau  9  offren t d i fférentes  options.  Dans  tous  l es  cas  où  i l  
s 'avère  nécessai re  de  véri fi er l es  résu l tats  de  mesure  d 'ori g ine,  l a  méthode  de  mesure  choisie  
au  départ  doi t  être  u ti l i sée  afin  de  garanti r l a  cohérence des  résu l tats.  Le  rapport d 'essai  doi t  
i nd iquer quel le  méthode  a  été  u ti l i sée  et  q uel l es  l im i tes  on t été  appl iquées.  

Tableau  7  – Dimensions  maximales  de  l 'EUT qu i  peuvent être  u ti l isées   
pour l es  essais  à  l 'aide d 'un  LLAS  présentant  des  d iamètres  d i fférents  

Dimension  maximale  de  l 'EUT,  D  

m 

Diamètre  de  l 'an tenne  cadre  

m 

D  ≤  1 , 6  2  

D  ≤  2 , 6  3  

D  ≤  3 , 6  4  

 

Tableau  8  – Limites  de  perturbations  rayonnées  du  LLAS  
dans  l a  plage  de  fréquences  comprises  entre  9  kHz et 30  MHz 

Plage  de  fréquences  Limi tes  de  quasi -crête  pour trois  d iamètres  d 'an tenne  
dB(µA)  

Méthode 

2  m  3  m  4  m  

CI SPR 1 6-2-3  

et  9 . 3. 2  

 9  kHz  à  70  kHz 88  81  75  

 70  kHz à  1 50  kHz 88  à  58  a  81  à  51  a  75  à  45  a  

 1 50  kHz à  3 , 0  MHz 58  à  22  a  b  51  à  1 5  a  b  45  à  9  a  b  

 3 , 0  MHz à  30  MHz 22  1 5  à  1 6  c  9  à  1 2  c  

a  Décroissan t l i néai rement avec l e  l ogari thme de  l a  fréquence.  

b   Pour l es  apparei l s  d 'écla i rage  i n tégran t excl us ivement des  l ampes  à  i n ducti on ,  l a  l im i te  dans  l a  p l age  de  
fréquences  comprises  en tre  2 , 2  MHz et  3 , 0  MHz est  d e  58  dB(µA)  pour u n  d i amètre  de  2  m ,  de  51  dB(µA) pou r 
un  d i amètre  de  3  m  et  de  45  dB(µA)  pour u n  d i amètre  de  4  m .  

c  Cro i ssan t l i néai rement avec l e  l ogari thme  de  l a  fréquence.  

 

4.5.3  Plage de  fréquences  comprises  entre  30  MHz et 1  GHz 

Les  l im i tes  de  perturbations  de  champ rayonné et l es  méthodes  de  mesure  dans  la  pl age  de  
fréquences  comprises  entre  30  MHz et 1  GHz sont données  dans  le  Tableau  1 0  en  valeurs  
quas i -crête  du  composan t de  champ é lectrique.  
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Le  Tableau  1 0  propose d i fférentes  options.  Dans  tous  l es  cas,  s ' i l  s 'avère  nécessaire  de  
véri fier les  résu l tats  de  mesure  d 'orig ine,  l a  méthode de  mesure  et l a  d i stance  de  mesure  
chois ies  au  départ doiven t être  u ti l i sées  afin  de  garanti r l a  cohérence  des  résu l tats .  Le  
rapport d 'essai  doi t i nd iquer quel l e  méthode  a  été  u ti l i sée  et quel l es  l im i tes  ont été  
appl iquées.  

Tableau  9  – Limites  de  perturbations  rayonnées  d 'une antenne-cadre  dans  l a  plage  de  
fréquences  comprises  entre  9  kHz  et  30  MHz pour un  apparei l  de  d imension  >  1 , 6  m  

Plage de  
fréquences  

MHz 

Limi tes  à  3  m  

Quasi -crête  

dB(µA/m)  

Méthode 

0, 009  à  0 , 070  69  

9. 3. 3  
0 , 070  à  0 , 1 50  69  à  39  b  

0 , 1 50  à  4 , 0  39  à  3  a  b  

4 , 0  à  30  3  

a   Pour l es  apparei l s  d 'écla i rage  i n tégrant  exclus i vement d es  l ampes  à  i nduction ,  l a  l im i te  dans  l a  p l age  de  
fréquences  comprises  en tre  2 , 2  MHz et  3 , 0  MHz est  de  39  dB (µA/m).  

b  Décroissan t l i néai rement en  fonction  d u  l ogari thme de  l a  fréquence.  
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Tableau  1 0  – Limi tes  de  perturbations  rayonnées  et méthodes  de  mesure associées  
dans  l a  plage  de  fréquences  comprises  entre  30  MHz et  1  GHz 

Méthode  d 'essai  a  Référence  g  P l age  de  fréquences  

MHz 

Limi tes   
de  quasi -crête  d  

OATS  ou  SAC 

à  une  d i stance  de  1 0  m  

CISPR 1 6-2-3  30  à  230  

230  à  1  000  

30  dB(µV/m)  

37  dB(µV/m)  

OATS  ou  SAC 

à  une  d i stance  de  3  m  

CISPR 1 6-2-3  30  à  230  

230  à  1  000  

40  dB(µV/m)  

47  dB(µV/m)  

FAR 

à  une  d i stance  de  3  m  

CISPR 1 6-2-3  30  à  230  

230  à  1  000  

42  à  35  e  dB(µV/m)  

42  dB(µV/m)  

Gu i de  d 'ondes  TEM  b  I EC  61 000-4-20  30  à  230  

230  à  1  000  

30  dB(µV/m)  

37  dB(µV/m)  

Méthode  CDNE  c,  f  CI SPR 1 6-2-1  30  à  1 00  

1 00  à  200  

200  à  300  

64  à  54  e  dB (µV)  

54  dB(µV)  

54  à  51  e  dB(µV)  

a   L'une  ou  l ' au tre  des  méthodes  et  l es  l im i tes  associées  peuven t  être  appl i quées  pour démontrer l a  conform i té.  

b   Le  gu ide  d 'ondes  TEM  se  l im i te  aux EUT sans  câbles  rel i és  et  de  ta i l l e  maximale  selon  l e  Paragraphe  6 . 2  de   
l ' I EC 61 000-4-20: 201 0  ( l a  p l us  g rande  d imension  de  l ' envel oppe  à  l a  fréquence  de  mesure  de  1  GHz est  une  
l ongueur d 'onde,  300  mm  à  1  GHz).  

c   La  méthode  CDNE  et  l es  l im i tes  associées  j usqu 'à  300  MHz peuvent  être  un i quement  appl i q uées  pour l es  EUT 
dont  l es  fréquences  d 'horl oge  son t i n férieures  ou  égal es  à  30  MHz.  Dans  ce  cas,  l e  produ i t  est  considéré  
sati sfai re  aux exigences  en tre  300  MHz et  1  000  MHz.  Les  l im i tes  CDNE  entre  200  MHz et  300  MHz spéci fi ées  
dans  l e  Tableau  1 0  son t p l us  stri ctes  que  cel l es  i nd i quées  dans  l a  CI SPR 1 5: 201 3.  Une  marge  pl us  importan te  
( j usqu 'à  1 0  dB  à  300  MHz)  a  été  appl i q uée  en tre  200  MHz et  300  MHz.  S i  l 'essai  CDNE  n 'est  pas  concluant,  
l 'une  des  au tres  méthodes  et  l es  l im i tes  associées  peuvent  tou jours  être  appl i quées  a .  

d   A l a  fréquence  de  transi ti on ,  l a  l im i te  i n férieure  s 'app l i q ue.  

e   La  l im i te  décroît  l i néai rement  avec l e  l ogari thme  de  l a  fréquence.  

f   La  l im i te  de  ta i l l e  de  l 'EUT i nd iquée  dans  l a  CISPR 1 6-2-1  ne  s 'appl i q ue  pas.  Pou r l a  méthode  CDNE,  l es  
d imensions  l es  p l us  importantes  de  l 'EUT son t 3  m  x 1  m  x 1  m  (L  x l  x H).  Les  restri cti ons  CDNE  s 'appl i quent  
un iquement  à  l 'EUT;  e l l es  ne  s 'appl i q uent  pas  au  câbl age  n i  aux d imensions  totales  d u  système  en  essai   
(voi r F i gu re  2 ).  

g   Voi r aussi  9 . 3. 4.  

 

5 Appl ication  des  l imi tes  

5.1  Général i tés  

L'appl icabi l i té  des  l im i tes  des  EUT est i nd iquée  à  l 'Article  5 .  Des  l i gnes  d i rectrices/exigences  
supplémenta ires  en  matière  d 'appl icabi l i té  des  l im i tes  à  des  types  parti cu l i ers  d 'EUT sont 
données  à  l 'Article  6.  Voi r F igure  4.  

Les  cond i ti ons  de  fonctionnement générales  de  l 'EUT sont données  à  l 'Article  7.  Les  
méthodes  de  mesure  des  perturbations  condu i tes  et rayonnées  son t spéci fiées  à  l 'Article  8  et 
à  l 'Article  9 .  

5.2  Identi fication  des  i n terfaces  soumises  à  l 'essai  

Si  l 'EUT n 'entre  dans  aucune des  catégories  spéci fiées  à  l 'Article  6,  l es  cas  d 'essai  
appl icables  pour les  d i fféren tes  i n terfaces  d 'EUT doivent  être  dédu i ts  comme su i t.  

En  prem ier l ieu ,  l es  propriétés  physiques  CEM  de  l 'EUT et ses  in terfaces  câblées  doivent être  
déterm inées  (voi r F i gure  3  pour l es  recommandations) .  Pour chaque i n terface  câblée,  l e  type  
de  connexion  au  réseau  est déterm iné  (d i recte,  i nd i recte  ou  aucune) .  Une  fois  l es  types  
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d ' in terfaces  et l es  connexions  poss ib les  connus,  chaque i n terface  est attribuée  à  l 'un  des  tro is  
accès  CEM  normal isés  poss ib les,  comme i nd iqué  ci -dessous:  

•  accès  par l ’ enveloppe;  

•  accès  réseau  câblé;  

•  accès  câblé  l ocal .  

La  méthode d 'essai  appl icable,  l e  montage  d 'essai  associé  et l es  l im i tes  doiven t a lors  être  
chois is  pour chaque in terface  tou r à  tour,  en  fonction  de  sa  cl ass i fication  d 'accès  et se lon  l es  
exigences  de  5 . 3 .  

5.3  Appl ication  des  l im ites  aux in terfaces  

5.3. 1  Général i tés  

Un  organ igramme décrivan t l e  processus  de  décis ion  pour l 'appl ication  des  l im i tes  est  
présenté  à  l a  F igure  4 .  

5.3.2  Exigences  relatives  aux perturbations  condu i tes  pour l 'accès  réseau  câblé  

5.3.2 . 1  Exigences  relatives  aux perturbations  condu i tes  pour l ' i n terface  
d 'al imentation  électrique  

Les  l im i tes  de  tens ion  perturbatrice  et l a  méthode  de  mesure  des  i n terfaces  d 'a l imentation  
é lectrique  dans  la  p l age  de  fréquences  comprises  en tre  9  kHz et  30  MHz son t données  dans  
l e  Tableau  1 .  

Ces  l im i tes  s 'appl i quen t pour l es  i n terfaces  d 'a l imentation  électri que  d i rectement connectées  
au  réseau  d 'a l imentation  é lectrique  (voir F i gure  4).  

5.3.2 .2  Exigences  relatives  aux perturbations  condu ites  pour les  in terfaces  réseau  
câblées  autres  que  l 'al imentation  électrique  

Les  l im i tes  spéci fiées  dans  l e  présent paragraphe  s 'appl i quent aux i n terfaces  réseau  câblées  
au tres  que  l 'a l imentation  é lectrique  et qu i  son t  d i rectement connectées  à  un  réseau  (voi r 
F igure  4) .  

Les  l im i tes  de  tension  perturbatrice  et l a  méthode de  mesure  des  in terfaces  réseau  câblées  
au tres  que  l 'a l imen tation  é lectrique  (pour l a  communication  ou  le  transfert de  données,  par 
exemple)  dans  l a  p lage  de  fréquences  comprises  en tre  1 50  kHz et  30  MHz sont i nd iquées  
dans  l e  Tableau  2  pour une  u ti l i sation  dans  l e  cadre  d 'un  réseau  ficti f asymétrique  (AAN).  S i  
aucun  réseau  de  couplage  n 'est d ispon ib le  pour l ' i n terface  en  question ,  les  l im i tes  de  couran t 
données  dans  le  Tableau  3  doiven t être  appl iquées  en  u ti l i sant l a  méthode de  mesure  du  
courant ind iquée  en  8. 4.  

5.3.3  Exigences  relatives  aux perturbations  condu ites  pour les  accès  câblés  locaux 

Ces  l im i tes  s 'appl iquen t pour l es  types  d ' in terfaces  su ivan ts  (voir F igure  4) :  

1 )  i n terface  qu i  se  connecte  de  man ière  i nd i recte  à  un  réseau  par l ' i n terméd iai re  d 'un  au tre  
matérie l ,  y compris  l ' i n terface  d 'a l imentation  é lectrique  d 'une  lampe  à  TBT;  

2)  i n terface  non  connectée  à  un  réseau  et  don t l a  l ongueur est  supérieure  ou  égale  à  3  m .  

Pour les  accès  câblés  l ocaux autres  que  l ' i n terface  d 'a l imentation  é lectri que  d 'une  l ampe  
à  TBT,  l es  l im i tes  de  tens ion  perturbatrice  ou  de  courant perturbateur données  dans  l e  
Tableau  5  ou  dans  l e  Tableau  6  doivent être  appl i quées  à  l 'a i de  des  méthodes  de  mesure  
i nd iquées  en  8 . 5. 2. 2  et en  8. 5. 2 . 3 .  La  méthode de  mesure  et l es  l im i tes  appl icables  pour 
l ' i n terface  d 'a l imentation  é lectrique  d 'une  l ampe  à  TBT son t décri tes  en  6. 4. 7.  
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NOTE  Les  i n terfaces  q u i  ne  sont  pas  connectées  à  u n  réseau  et  d on t  l a  l ongueur es t  i n férieu re  à  3  m  son t 
éva luées  dans  l e  cad re  de  l 'essai  de  l 'accès  par l ’ enveloppe.  Néanmoins,  l ' i n terface  d 'al imentation  é l ectri q ue  d 'une  
l ampe  à  TBT fai t  tou j ours  l ' obj et  de  l 'essai  d 'ém issions  condu i tes  (voi r 6 . 4. 7).  

5.3.4  Exigences  relatives  aux perturbations  rayonnées  pour l 'accès  par l ’enveloppe  

5.3.4. 1  Plage de  fréquences  comprises  entre  9  kHz et  30  MHz 

Des  l im i tes  de  perturbations  de  champ rayonné  dans  la  p lage  de  fréquences  comprises  entre  
9  kHz et 30  MHz (Tableau  8  ou  Tableau  9)  s 'appl i quen t à  l 'accès  par l ’ enveloppe  de  l 'EUT.  
Toutefois,  i l  est nécessaire  de  soumettre  l 'EUT à  l 'essai  pour l es  ém issions  rayonnées  
en tre  9  kHz et  30  MHz un iquement s i  l 'appl ication ,  l a  construction  ou  l a  technolog ie  de  l 'EUT 
peu t provoquer d ' importan ts  moments  cou lombiens.  En  cas  de  dou te  ou  d ' ind ispon ibi l i té  de  
ces  i n formations,  l ' essai  do i t  être  réal isé.  Un  important moment cou lombien  est obtenu  s i  un  
courant perturbateur s i gn i ficati f ci rcu le  dans  une  boucle  comprenant une  grande  surface,  
comme dans  les  cas  su ivan ts  (entre  au tres) :  

– l e  fabrican t permet de  connecter des  in terfaces  câblées  externes  à  l 'EUT avec des  câbles  
à  un  conducteur;  

– l 'EUT appl i que  un  seu l  conducteur et un  câblage  d ' in terconnexion  séparé  (ou  p istes  CCI )  
à  l 'orig ine  de  boucles  et  d 'un  d ipôle  magnétique  associé ;  

– l es  EUT qu i  appl iquen t des  technolog ies  à  transfert de  pu issance  inductive.  

EXEMPLES  Les  l um inai res  à  l i gnes  d 'a l imentation  séparées,  l es  l ampes  à  i nduction  à  transfert  de  pu i ssance  
i nducti ve  et  l es  l um inai res  rechargeabl es  à  transfert  d e  pu i ssance  i nducti ve  i n tégré  son t considérés  comme des  
apparei l s  présentan t d ' importants  moments  magnéti ques  cou lombiens.  Les  sou rces  de  l um ière  à  LED  en  cou rant  
con ti nu  et  l es  l um inai res  à  bal l ast  à  bob ine  magnéti que  de  50  Hz ou  60  Hz sont  d es  exemples  d 'apparei l s  
d 'écla i rage  considérés  comme présentant  de  très  courts  moments  cou lombiens,  et  i l  n 'est  donc pas  nécessai re  de  
l es  soumettre  à  l 'essai .  

Si  l 'EUT n 'est pas  en  mesure  de  générer un  important moment magnétique  cou lombien ,  
aucun  essai  n 'est  exigé  et  l 'EUT est cons idéré  satisfa i re  aux l im i tes  de  perturbations  de  
champ rayonné dans  la  p l age  de  fréquences  comprises  en tre  9  kHz et 30  MHz.  

5.3.4.2  Plage de  fréquences  comprises  entre  30  MHz et 1  000  MHz 

L'EUT doi t être  évalué  pour l es  ém issions  rayonnées  dans  l a  pl age  comprise  en tre  30  MHz 
et  1  000  MHz dans  le  cadre  d 'un  essai  conforme à  l ' une  des  méthodes  du  Tableau  1 0 .  

S i  l a  méthode  CDNE est u ti l i sée  et que  tou tes  l es  fréquences  d 'horloge  de  l 'EUT son t  
i n férieures  ou  égales  à  30  MHz,  l e  produ i t est  cons idéré  satisfai re  aux exigences  entre  
300  MHz et  1  000  MHz s i  l es  ém issions  son t conformes  aux l im i tes  dans  l a  p l age  de  
fréquences  comprises  en tre  30  MHz et 300  MHz (voir Tableau  1 0).  

5.3.5  Plusieurs  in terfaces  de  même type  

Si  l 'EUT d ispose  de  p l us ieurs  i n terfaces  de  même type,  e l l es  doivent être  chois ies  pour l 'essai  
comme su i t:  

•  s i  p l us ieurs  i n terfaces  analogues  sont connectées  à  l a  même carte  ou  au  même modu le,  i l  
est  acceptable  de  n 'évaluer que  l 'une  de  ces  i n terfaces;  

•  en  présence d 'accès  de  même type  sur des  cartes  d i fférentes  ou  des  modu les  d i fférents,  i l  
est  acceptable  d 'évaluer un  accès  classique  sur chaque  type  de  carte  ou  de  modu le.  

Cela  s 'appl i que  aux mesurages  d 'ém iss ions  rayonnées  sur l es  accès  réseau  et l es  accès  
câblés  l ocaux un iquement.  

Le  rapport d 'essai  do i t  i den ti fier l es  accès  évalués.  Toutes  l es  au tres  i n terfaces  et tous  les  
au tres  accès  sont considérés  satisfai re  aux l im i tes  acceptables  de  l a  CI SPR 1 5,  à  cond i tion  
que  l es  exigences  ci -dessus  soient satisfai tes  quan t au  choix des  accès  pour l es  essais ,  et  
qu ' i l  a i t  é té  démontré  que  tous  l es  accès  soum is  à  l 'essai  sont conformes  aux l im i tes  
appl icables  de  l a  CI SPR 1 5.  
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5.3.6  In terfaces  pouvant être  classées  selon  plusieurs  types  d 'accès  

Si  une  seu le  i n terface  satisfa i t à  l a  défin i ti on  de  p l usieurs  types  d 'accès  défin is  dans  l a  
présente  publ ication ,  e l l e  fai t  l 'obj et des  exigences  qu i  s 'appl i quen t pour chaque type  d 'accès  
qu 'e l l e  satisfa i t.  

EXEMPLE  Une  a l imentation  é l ectri que  par câbl e  Ethernet  peu t  être  i d en ti fi ée  comme étan t  un  accès  réseau  câblé  
(connexion  E thernet)  et  un  accès  câblé  l ocal  (a l imentati on  en  cou rant  conti nu ).  Pou r l ' accès  réseau  câbl é  
(connexion  E thernet),  l es  l im i tes  du  Tableau  2  ou  d u  Tabl eau  3  s 'appl i q uen t.  Pour l ' accès  câblé  l ocal  (a l imentation  
en  cou ran t conti nu ),  l es  l im i tes  du  Tableau  5  ou  d u  Tabl eau  6  s 'appl i quen t.  Dans  ce  cas,  l es  l im i tes  de  courant  
pertu rbateur du  Tabl eau  3  et  d u  Tabl eau  6  sont  i denti ques.  Les  l im i tes  de  tension  pertu rbatri ce  du  Tableau  2  et  d u  
Tableau  5  son t  d i fférentes  sous  0 , 5  MHz en  ra i son  des  méthodes  d i fférentes  u ti l i sées.  Dans  cet  exemple,  l es  
l im i tes  pour l ' un  ou  l ' au tre  des  types  d 'accès  son t fondamentalement  l es  mêmes.  Un  système de  commun ication  à  
l arge  bande  par cou rant  porteur est  un  au tre  exemple  dans  l equel  l ' i n terface  considérée  peut  être  cl assée  comme 
étant  u n  type  d 'accès  réseau  câblé  d i fféren t (voi r 4 . 3).  

6  Exigences  relatives  à  l 'appl ication  d 'une l imi te  spéci fique au  produi t  

6.1  Général i tés  

Le présent article  contient l es  exigences  relati ves  à  l 'appl ication  d 'une  l im i te  pour des  types  
particu l i ers  d 'apparei ls  d 'écla i rage.  I l  d oi t  être  u ti l i sé  con jo in tement avec l es  exigences  
générales  de  l 'Article  5.  L 'Article  5  s 'appl i que  pour l es  apparei ls  qu i  ne  figurent pas  à  
l 'Article  6  (prem ier choix  de  la  F igure  4) .  

Les  notes  d 'appl ication  spéci fiques  à  un  produ i t  fa isant référence à  des  montages  de  mesure  
ou  des  cond i tions  de  fonctionnement particu l i ers  son t données  à  l 'Annexe A.  

6.2  EUT passif 

Un  EUT passi f est cons idéré  comme satisfa isan t  aux exigences  du  présen t document sans  
essai  complémenta ire.  I l  s 'ag i t,  par exemple,  des  lum inai res  adaptés  aux l ampes  à  
i ncandescence ou  aux lampes  à  bal l ast i n tégré,  des  transformateurs  pour l ampes  à  
i ncandescence ou  à  bal last i n tégré  qu i  ne  régu len t pas  l a  tension  à  l 'a i de  de  composants  
é lectron iques  acti fs  et de  l um inai res  mun is  un iquement de  LED et de  composants  passi fs.  Les  
d iodes  de  redressement de  pu issance  sont considérées  comme des  composants  passi fs.  

NOTE  Le  terme  " l ampe à  i ncandescence"  u ti l i sé  dans  l e  présent  document  eng l obe  tous  l es  types  de  l ampes  à  
i ncandescence,  y compris  l es  l ampes  à  halogène.  

EXEMPLE  Les  l ampes  à  i ncandescence  sont  général ement cons idérées  comme du  matéri el  passi f.  Cependant,  i l  
convi ent  d e  noter que  certains  types  de  l ampes  à  i ncandescence  possédant d es  fi l aments  très  l ongs  peuven t  
générer des  pertu rbati ons  excess ives.  

Un  EUT avec un  apparei l l age  é lectromagnétique  peu t être  considéré  comme ne  contenant  
que  des  composants  passi fs.  Toutefois,  compte  tenu  des  caractéristi ques  physiques  des  
l ampes  à  décharge,  une  évaluation  supplémentaire  est exigée.  Ce  type  d 'apparei l  doi t  
satisfa i re  aux l im i tes  de  tens ion  perturbatrice  au  n i veau  des  bornes  d ' i n terface  d 'a l imen tation  
é lectrique  (voi r Tableau  1 ) .  Tou tefois ,  l es  l um inaires  pour l ampes  à  décharge  ne  con tenant  
qu 'un  apparei l  passi f et  mun is  d 'un  condensateur de  correction  de  facteur de  pu issance ou  
d 'un  condensateur d 'an tiparas i tage  (au  moins  47  nF)  en tre  l es  bornes  son t cons idérés  
satisfai re  aux exigences  du  présent document sans  mesurage.  La  conform i té  peu t être  
obtenue  par examen .  

6.3  Cordons  lumineux 

6.3. 1  Général i tés  

Les  cordons  l um ineux (gu irl andes  de  Noël ,  gu i rl andes  l um ineuses,  par exemple)  son t u ti l i sés  
pour d i fféren tes  appl ications  à  l a  fo is  à  l ' i n térieur et à  l ' extérieur dans  les  zones  d 'éclai rage  
général  et d 'éclai rage  à  effets.  Selon  l 'appl ication  et l a  construction ,  d i fféren tes  sources  de  
l um ière  ou  technolog ies  de  lampe  peuvent  être  appl i quées  ( lampes  à  i ncandescence ou  
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l ampes  à  LED,  par exemple) .  L'apparei l l age  des  cordons  l um ineux peu t être  indépendant ou  
i n tégré.  Des  cordons  l um ineux sans  apparei l l age  son t également poss ib les.  

6.3.2  Exigences  relatives  aux cordons  lumineux 

Les  cordons  l um ineux mun is  de  composants  é lectron iques  de  connexion  acti fs  doiven t 
satisfai re  aux l im i tes  de  tens ion  perturbatrice  aux bornes  i nd iquées  dans  l e  Tableau  1  et  aux  
l im i tes  de  perturbations  rayonnées  du  Tableau  8  ou  du  Tableau  9 ,  se lon  l e  cas,  et du  
Tableau  1 0 .  

La  configuration  et  l es  mon tages  d 'essai  son t spéci fi és  à  l 'Article  A. 3.  

6.4 Modules  

6.4. 1  Général i tés  

Le  présent paragraphe expl i que  comment configurer un  système en  essai  s i  l 'EUT est un  
modu le  desti né  à  être  m is  sur l e  marché  et/ou  vendu  séparément d 'un  apparei l  ou  système  
d 'écla i rage,  et q ue  l 'u ti l i sateur fi nal  do i t donc appl i quer dans  un  apparei l  ou  système 
d 'écla i rage.  

D i fféren ts  types  de  modu les  peuvent être  d is tingués,  l 'EUT pouvant être,  par exemple  
(F igure  5):  

•  un  modu le  remplaçable  ( l ampe à  bal last i n tégré,  l ampe  à  TBT ou  starter,  par exemple);  

•  un  modu le  externe  (p i l ote  ou  amorceur indépendant,  g radateur mural  ou  té lécommande,  
par exemple) ;  

•  un  modu le  in terne  (p i lote,  par exemple) ;  

•  un  modu le  mon té  (source  de  l um ière,  adaptateur ou  carte  d ' i n terface  réseau ,  par 
exemple) .  

Les  modu les  i n ternes,  montés,  remplaçables  ou  externes  doiven t être  évalués  avec au  moins  
un  système hôte  représentati f comme matérie l  auxi l ia i re.  

Le  ou  les  accès  d 'un  modu le  en  cours  d 'évaluation  doivent être  term inés  conformément à  7 . 9 .  
Les  fonctions  de  l ' hôte  qu i  son t spéci fiques  au  modu le  en  cours  d 'évaluation  doiven t être  
u ti l i sées  pendant  l es  mesurages.  Les  modu les  présentés  comme satisfa isan t aux exigences  
du  présent document dans  un  hôte  représentati f son t également considérés  y satisfai re  quel  
que  soi t l 'hôte  u ti l i sé.  L 'hôte  et l es  modu les  u ti l i sés  pendant les  mesurages  doivent fi gurer 
dans  l e  rapport d 'essai .  

Le  fabrican t du  modu le  doi t spéci fi er l 'hôte  ou  le  type  de  l um inaire  et l es  ci rcu i ts  associés  qu i  
son t adaptés  et représentati fs  à  u ti l i ser avec l e  modu le.  Cela  doi t reposer sur une  anal yse  
des  d i fféren tes  appl ications  classiques  poss ibles  pour l e  modu le  spéci fi que,  de  sorte  que  
l ' hôte  chois i  so i t  représentati f d 'une  u ti l i sation  class ique  en  termes  d 'atténuation  des  
perturbations  du  modu le  en  question .  

Les  perturbations  provenant du  matérie l  auxi l i a i re  (y compris  l 'hôte)  l u i -même doivent être  
suffisamment i n férieures  aux n iveaux l im i tes  appl icables.  

Les  exigences  pour l es  types  particu l i ers  de  modu les  son t données  d e  6 . 4 . 3  à  6. 4. 1 0.  

6.4.2  Modules  dotés  de  plusieurs  appl ications  

Les  modu les  don t l a  fonctionnal i té  et l a  connectivi té  permetten t d 'être  des  modu les  
remplaçables,  i n ternes,  montés  et/ou  externes  doivent être  soum is  à  l 'essai  dans  chacune de  
ces  configurations  appl icables.  S ' i l  peut être  démontré  qu 'une  configuration  particu l ière  est l e  
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cas  l e  p lus  défavorable,  l es  essais  dans  cette  con figuration  son t suffisants  pour démontrer l a  
conform ité.  

6.4.3  Modules  in ternes  

Pour les  modu les  i n ternes,  l 'appl icabi l i té  des  l im i tes  est  déterm inée  à  l 'a ide  du  processus  
présenté  en  5. 3 .  Ce  processus  doi t être  appl i qué  à  chacune des  i n terfaces  de  l 'hôte  qu i  
peuvent être  affectées  par les  ém iss ions  (condu i tes  ou  rayonnées)  générées  par l e  modu le  en  
essais .  Pour l es  i n terfaces  de  l 'hôte  qu i  ne  sont  pas  soum ises  à  l 'essai ,  l e  rapport d 'essai  doi t 
i nclu re  une  j usti fication  expl i quant  l es  ra isons  pour lesquel l es  e l l es  sont cons idérées  ne  pas  
être  affectées  par l es  ém issions  générées  par l e  modu le  en  essai .  

L'hôte,  qu i  i nclu t l e  modu le  en  tan t qu 'EUT,  est soum is  à  l 'essai  conformément à  l 'Article  B. 6  
(voi r F igure  B. 1 b)  et à  l 'Article   C. 4  (voi r F i gure  C. 4)  ou  le  montage  CDNE conformément à  l a  
CI SPR 1 6-2-1 .  

6.4.4  Modu les  externes  

Pour les  modu les  externes,  l 'appl icabi l i té  des  l im i tes  est  déterm inée  à  l 'a ide  du  processus  
présenté  en  5. 3  pour chacune  des  i n terfaces  du  modu le.  

NOTE  Pou r l es  modu les  externes,  l 'hôte  appl i qué  est  l e  matériel  auxi l i a i re.  La  pertu rbation  est  mesurée  aux 
bornes  de  l 'EUT (modu le  en  essai ).  Pou r un  exemple,  voi r l 'Arti cl e  D. 3  (Cas  2  – Appl i cati on  2 ).  

Les  modu les  externes  en  tan t qu 'EUT son t mesurés  séparément afin  de  s 'assurer que  l e  
matérie l  auxi l i a i re  ( l 'hôte)  n 'affecte  pas  le  résu l tat  de  mesure  (pas  d ' i n teraction  mutuel l e).  Les  
détai l s  re lati fs  au  montage  des  modu les  externes  son t donnés  à  l 'Article  B .6  (voir F i gure  B. 2)  
et  à  l 'Article   C . 4  (voi r F i gure  C.5)  ou  le  montage  CDNE  conformément à  l a  CI SPR 1 6-2-1 .  

6.4.5  Lampes  à  bal last in tégré à  cu lot  un ique  

Les  l ampes  à  ba l last i n tégré  à  cu lot un ique  doivent satisfai re  aux l im i tes  de  tens ion  
perturbatrice  aux bornes  ind iquées  dans  l e  Tableau  1  et aux l im i tes  de  perturbations  
rayonnées  du  Tableau  8  ou  du  Tableau  9 ,  se lon  le  cas,  et  du  Tableau  1 0.  

La  configuration  et les  montages  d 'essai  des  lampes  à  ba l last in tégré  à  cu lot un ique  sont  
spéci fiés  à  l 'Article  A. 1 .  

6.4.6  Lampes  à  bal last in tégré à  deux cu lots,  adaptateurs  de  l ampe à  deux cu lots,  
semi-luminai res  à  deux cu lots  et l ampes  de  mise à  n iveau  à  deux cu lots  u ti l i sés  
dans  l es  luminaires  de  l ampe à  fluorescence  

Les  l ampes  à  bal l ast i n tégré  à  deux cu lots ,  les  adaptateurs  de  l ampe à  deux cu lots,  l es  sem i -
lum inaires  à  deux cu lots  et l es  l ampes  de  m ise  à  n iveau  à  deux cu lots  u ti l i sés  dans  l es  
l um inaires  de  lampe  à  fl uorescence doivent sati sfai re  aux l im i tes  de  tens ion  de  l ' i n terface  
d 'al imentation  é lectrique  données  dans  l e  Tableau  1  et aux l im i tes  de  perturbations  
rayonnées  du  Tableau  8  ou  du  Tableau  9 ,  se lon  le  cas,  et  du  Tableau  1 0.  

Les  méthodes  d 'essai  sont  spéci fi ées  à  l 'Article  A. 4.  

6.4.7  Lampes  à  TBT 

Les  lampes  à  TBT doiven t satisfai re  à  l 'u ne  des  exigences  su ivantes:  

a)  Les  l ampes  à  très  basse  tens ion  (TBT)  (voir 3 . 3. 20)  non  restrein te  destinées  à  être  
connectées  à  des  réseaux TBT symétriques  doivent satisfai re  aux tens ions  perturbatrices  
condu i tes  des  accès  câblés  l ocaux (voi r Tableau  4)  au  n iveau  de  l ' i n terface  TBT,  
mesurées  selon  l a  méthode  spéci fiée  en  A. 5. 1 ,  et aux l im i tes  de  perturbations  rayonnées  
du  Tableau  8  ou  du  Tableau  9 ,  se lon  l e  cas,  et  d u  Tableau  1 0,  mesurées  se lon  l a  
méthode spéci fiée  en  A.5.2 .  
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NOTE  1  La  perte  d ' i nsertion  de  l 'appare i l l age  appl i qué  est  typiquement  de  26  dB  sur l a  base  de  mesures  
réa l i sées  su r des  confi gurations  réel l es.  

NOTE  2  Un  soin  parti cu l i er est  apporté  pour ve i l l er à  ce  q u 'aucune  su rcharge  d u  récepteur ne  se  produ ise.  

NOTE  3  L 'a jou t  de  l a  valeur 26  dB  ne  s 'appl i que  pas  à  l ' éval uation  des  pertu rbations  rayonnées.  

b)  Les  l ampes  à  TBT restre in te  (voi r 3 . 3 . 20)  doiven t satisfa i re  aux l im i tes  de  tens ion  
perturbatrice  aux bornes  d 'a l imentation  du  Tableau  1 ,  mesurées  selon  la  méthode  
spéci fiée  en  A. 5. 1 ,  et  aux l im i tes  de  perturbations  rayonnées  du  Tableau  8  ou  du  
Tableau  9,  se lon  l e  cas,  et  du  Tableau  1 0,  mesurées  selon  l a  méthode spéci fiée  en  A. 5. 2 .  

NOTE  4  Les  l ampes  à  TBT dotées  d 'un  ci rcu i t  é l ectron ique  acti f ne  son t pas  desti nées  à  être  re l i ées  à  des  
réseaux TBT asymétri ques.  

6.4.8  Semi-luminaires  à  cu lot  un ique  

Les  sem i- lum inaires  à  cu lot un ique  doivent satisfai re  aux exigences  de  l 'Article  5 ,  avec une  
l ampe classique  satisfa isan t aux exigences  de  charge  spéci fi ées  en  7. 4.  

Les  sem i- lum inai res  à  cu lot un ique  doivent être  montés,  configurés  et mesurés  comme une  
l ampe à  bal last i n tégré.  Les  méthodes  d 'essai  son t  spéci fi ées  à  l 'Arti cle  A. 1 .  

6.4.9  Amorceurs  indépendants  

Les  amorceurs  i ndépendants  pour l ampes  à  fl uorescence et au tres  l ampes  à  décharge  
doivent satisfai re  aux l im i tes  de  tension  pertu rbatrice  aux bornes  d 'a l imentation  du  Tableau  1 ,  
et  son t soum is  à  l 'essai  dans  un  ci rcu i t (voir l 'Article  A.6) .  

6.4. 1 0  Starters  remplaçables  pour l ampes  fluorescentes  

Si  l e  starter remplaçable  contient des  composants  é lectron iques  de  connexion  acti fs,  i l  d oi t  
satisfai re  aux l im i tes  de  tens ion  pertu rbatrice  aux bornes  d 'a l imentation  du  Tableau  1 ,  tou t en  
étant appl iqué  et soum is  à  l 'essai  dans  un  hôte  pertinent,  c'est-à-d i re  un  lum inai re  à  l ampe  
un ique  équ ipé  d 'une  l ampe  de  l a  pu issance ass ignée l a  p l us  é levée  pour l aquel le  l e  starter 
est  conçu .  Le  fabricant doi t  spéci fi er dans  le  manuel  d 'u ti l i sation  l e  type  de  l um inaire  et l e  ou  
l es  ci rcu i ts  associés  à  u ti l i ser avec l e  s tarter.  L 'hôte  qu i  i nclu t l e  starter remplaçable  en  tant  
qu 'EUT est soum is  à  l 'essai  comme un  l um inai re  selon  l 'Article  B. 5.  

S i  l e  s tarter remplaçable  i n tègre  un  condensateur don t la  va leur est comprise  en tre  0 , 005  µF  
et  0 , 02  µF  et q u i  est connecté  en  paral l è le  à  ses  bornes,  i l  est cons idéré  satisfai re  aux 
exigences  du  présen t document sans  essai .  

7 Condi tions  de fonctionnement et condi tions  d 'essai  de  l 'EUT 

7. 1  Général i tés  

Lors  des  mesures  de  perturbations  de  l 'EUT,  l 'apparei l  doi t  fonctionner dans  les  cond i tions  
spéci fiées  de  7. 2  à  7 . 9.  

L'EUT doi t  être  soum is  à  l 'essai  dans  l 'état où  i l  est l i vré  par l e  fabricant  et dans  les  
cond i tions  normales  de  fonctionnement défin ies ,  par exemple,  par l ' I EC  60598-1  pour l es  
l um inaires.  

De  p lus ,  l es  cond i tions  particu l i ères  poss ib les  données  à  l 'Article  8  et à  l 'Article  9  pour l es  
d i fférentes  méthodes  de  mesure  doivent  être  appl iquées,  se lon  l e  cas.  

7.2  Commutation  

La perturbation  produ i te  par l e  fonctionnement manuel  ou  au tomatique  d 'un  i n terrupteur 
(extérieur ou  i ncorporé  dans  un  apparei l )  pour la  connexion  ou  l a  déconnexion  de  
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l 'a l imentation  ne  doi t  pas  être  prise  en  compte.  Ce la  i nclu t l es  i n terrupteurs  manuels  
marche/arrêt ou ,  par exemple,  ceux commandés  par des  capteurs  ou  des  récepteurs  de  
té lécommande.  Toutefois ,  l es  i n terrupteurs  qu i  peuvent être  actionnés  plusieurs  fois  en  1 0  s  
(ceux des  enseignes  publ ici ta i res,  par exemple)  ne  son t pas  i nclus  dans  cette  exemption  
(voi r 7. 5) .  

7.3  Tension  et  fréquence d 'al imentation  

La  tension  d 'a l imen tation  doi t se  s i tuer dans  l es  l im i tes  de  ±  2  %  de  l a  tens ion  ass ignée.  Dans  
le  cas  d 'une  plage  de  tens ions,  l e  mesurage doi t  être  réa l isé  dans  les  l im i tes  de  ±  2  %  de  
chaque tension  d 'a l imentation  normal isée  de  cette  plage  donnée  dans  l ' I EC  60038.  La  
fréquence d 'a l imentation  du  réseau  doi t être  cel le  ass ignée  pour l 'apparei l .  L'EUT qu i  peu t 
fonctionner aussi  b ien  en  courant a l ternati f qu 'en  courant conti nu  doi t  être  mesuré  dans  l es  
deux cond i tions.  

S i  la  p l age  de  fréquences  ass ignée  i ncl u t l es  fréquences  50  Hz et 60  Hz,  un  mesurage doi t  
être  réal isé  à  50  Hz ou  à  60  Hz.  Les  ém issions  à  d 'autres  fréquences  du  réseau  son t a lors  
couvertes  par ce  mesurage.  

7.4  Charge  par fi l ament assignée  et régu lation  de  lumière  

Si  l 'EUT présente  une  p lage  de  charges  par fi l ament,  i l  doi t être  mesuré  avec l a  charge  par 
fi l ament assignée  maximale  un iquement.  

S i  l 'EUT peu t rédu ire  l a  pu issance  de  sortie  (g radation) ,  l es  perturbations  é lectromagnétiques  
de  l 'EUT doivent être  mesurées  à  l 'ém ission  lum ineuse  m in imale  et  maximale.  

Les  gradateurs  à  coupure  de  phase  sont  u ti l i sés  dans  l e  rég lage  le  p l us  défavorable  
déterm iné  l ors  d 'un  essai  préalable .  

7.5  Modes  de  fonctionnement 

Si  l 'EUT peu t être  u ti l i sé  dans  d i fféren ts  modes  de  fonctionnement (cl i gnotement,  écla i rage  
permanent,  communication  par modu lation  lum ineuse,  cou leur changean te,  u rgence,  charge,  
etc. ) ,  l es  mesurages  doiven t a lors  être  réa l isés  dans  le  mode  de  fonctionnement l e  p l us  
défavorable.  

NOTE  Plus ieurs  rég imes  de  charge  peuvent  être  u ti l i sés  par certa ines  technolog ies  de  batterie  pendant l a  
charge,  c'est-à-d i re  l a  charge  rapi de,  l a  charge  d 'en treti en ,  l a  vei l l e ,  M I D,  etc. ,  pour l es  appl i cati ons  dans  l es  
l ampes  torches,  l 'écla i rage  de  secours,  etc.  

Le  cas  l e  p lus  défavorable  doi t être  i denti fié  en  prévisual isant chaque  mode  de  
fonctionnement pendant au  moins  un  i n terval l e  de  répéti ti on  du  mode spéci fique.  

7.6  Cond i tions  ambiantes  

Les  mesures  doivent être  effectuées  en  cond i ti ons  normales  de  l aboratoi re.  La  température  
ambian te  doi t être  dans  l es  l im i tes  de  l a  p l age  comprise  entre  1 5  °C  et 30  °C  ou  de  l a  p lage  
spéci fiée  dans  le  manuel  d 'u ti l i sation  du  fabricant,  en  cas  de  restrictions  p lus  importan tes.  

7.7  Lampes  

7.7. 1  Type de  l ampe  u ti l isé  dans  les  apparei ls  d 'éclairage  

Les  pertu rbations  de  l 'apparei l  d 'écla i rage  doiven t être  mesurées  avec l a  l ampe pour laquel l e  
l 'apparei l  d 'écla i rage  est conçu .  

S i  l 'apparei l  d 'écla i rage  comporte  p l us ieurs  lampes,  e l les  doivent tou tes  êtes  m ises  en  
fonctionnement s imu l tanément.  
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7.7.2  Durées  de  viei l l i ssement 

La  ou  l es  sources  de  lum ière  ou  l ampes  qu i  font partie  de  l 'EUT doivent  être  des  un i tés  
stables.  Certaines  technolog ies  de  source  de  l um ière  ont  besoin  d 'une  durée  m in imale  de  
viei l l i ssement pour atte indre  un  état  dans  l equel  les  caractéristiques  de  performance  son t 
stables  pour l es  besoins  de  cet essai .  

Sauf spéci fication  con tra ire  dans  l e  présent document ou  par l e  fabrican t,  l es  durées  de  
viei l l i ssement su ivantes  doivent  être  appl iquées:  

– 2  h  pour l es  technolog ies  à  i ncandescence;  

– 1 00  h  pour l es  technolog ies  à  décharge.  

Pour l es  technolog ies  LED  et  OLED,  aucune durée  de  vie i l l i ssement n 'est exigée  du  poin t de  
vue  des  essais  CEM.  

7.8  Durées  de  stabi l isation  

Avan t un  mesurage,  l 'EUT,  y compris  la  ou  l es  sources  de  l um ière  ou  l ampes  qu i  en  fon t 
partie ,  do i t  fonctionner j usqu 'à  stabi l isation .  Sauf spéci fication  contrai re  dans  le  présent 
document ou  par l e  fabrican t,  l a  durée  de  stabi l i sation  su ivante  doi t  être  appl i quée:  

– 1 5  m in  pour l es  EUT qu i  n ' incorporen t pas  de  technolog ie  à  décharge  de  gaz;  

– 30  m in  pour l es  EUT qu i  i ncorporen t des  technolog ies  à  décharge  de  gaz.  

7.9  Fonctionnement et  chargement des  in terfaces  câblées  

7.9. 1  Général i tés  

Les  i n terfaces  ou  connexions  conçues  comme des  accès  câblés  doiven t fonctionner avec des  
câblages  et des  charges  ou  term inaisons  class iques  conformément aux spéci fications  du  
fabrican t.  Tout protocole  de  transm ission  exigé  doi t  être  approprié  pour l ' u ti l i sation  normale  et  
respecter les  spéci fications  du  fabrican t.  

7.9.2  In terface  destinée à  la  transmission  continue d 'un  signal  ou  de  données  

Si  l ' in terface  est destinée  à  l a  transm ission  conti nue  d 'un  s i gnal  (M ID,  par exemple) ,  l a  
transm ission  doi t être  acti ve  pendant l e  mesurage de  l 'ensemble  des  accès  de  l 'EUT.  La  
transm ission  continue  d 'un  s ignal  ou  de  données  peut être  exigée  afi n  de  main ten i r l ' état  ( le  
n i veau  de  gradation ,  par exemple)  de  l 'EUT ou  du  matérie l  connecté  à  l 'EUT.  

7.9.3  In terface  non  destinée  à  la  transmission  continue  d 'un  signal  ou  de  données  

Si  l a  transm ission  n 'est pas  con tinue  ou  qu 'une  transm iss ion  con tinue  de  données  n 'est pas  
nécessaire  au  main tien  de  l 'état de  l 'EUT  (commande de  gradation  envoyée par 
l ' i n terméd iai re  d 'un  protocole  DALI ,  par exemple) ,  l a  transm iss ion  con tinue  ne  doi t  pas  être  
appl iquée  pendan t l es  essais.  

7.9.4  Charge  

La  charge  d 'un  EUT doi t  être  appl iquée  comme su i t:  

– l es  i n terfaces  de  charge  adaptées  tant aux l ampes  à  i ncandescence  qu 'à  d 'au tres  types  
d 'apparei ls  d 'écla i rage  ( l ampes  à  bal l ast i n tégré,  par exemple)  doivent être  soum ises  à  
l 'essai  avec des  charges  rés isti ves  non  inductives;  

NOTE  Les  l ampes  à  i ncandescence  sont  également considérées  comme des  charges  rés i sti ves  non  
i nducti ves.  

– l es  i n terfaces  de  charge  adaptées  un iquement à  un  apparei l  d 'écla i rage  au tre  que  des  
l ampes  à  i ncandescence  doivent être  soum ises  à  l 'essai  avec l 'apparei l  d 'éclai rage  adapté  
conformément aux spéci fications  du  fabricant.  
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Les  exigences  re lati ves  au  n i veau  de  charge  sont  données  en  7 . 4 .  

8 Méthodes  de mesure des  perturbations  condui tes  

8. 1  Général i tés  

Le présent article  spéci fi e  l es  méthodes  de  mesure,  le  mon tage  de  l 'EUT et l es  procédures  
associées  aux mesurages  des  perturbations  condu i tes .  I l  précise  également des  exigences  
particu l i ères  qu i  prévalent sur cel les  i nd iquées  dans  l es  normes  fondamentales .  Les  déta i l s  
re lati fs  aux mon tages  particu l i ers  de  l 'EUT pour mesurer l es  perturbations  condu i tes  son t 
donnés  à  l 'Annexe  B .  

8.2  Instruments  et  méthodes  de  mesure  

Les  perturbations  condu i tes  au  n i veau  des  d i fféren ts  accès  doiven t être  mesurées  en  
appl iquan t l es  instruments,  l es  emplacements  d 'essai ,  l es  procédures  et l a  méthode  i nd iqués  
dans  l es  références  du  Tableau  1 1 .  

Tableau  1 1  – Aperçu  des  méthodes   
normal isées  de  mesure  des  perturbations  conduites  

I n terface  Limi tes  P lage de  fréquences  Référence  

I n terface d 'al imentati on  
é l ectri que  

Tableau  1   9  kHz à  30  MHz 

CI SPR 1 6-1 -1  ( récepteur)  

CI SPR 1 6-1 -2  (matérie l  d 'appoin t:  AMN)  

CI SPR 1 6-2-1  (méthode  de  mesure)  

I n terfaces  réseau  câbl ées  
au tres  de  l ' i n terface  
d 'a l imentati on  é l ectri q ue  
(pour l a  commun ication  
ou  l e  transfert  de  
données,  par exemple)  

Tableau  2  1 50  kHz à  30  MHz 

CI SPR 1 6-1 -1  ( récepteur)  

CI SPR 1 6-1 -2  (AAN ,  CVP)  

CI SPR 1 6-2-1  et  8 . 4  (méthode  de  mesure)  

Tableau  3  a  1 50  kHz à  30  MHz 

CISPR 1 6-1 -1  ( récepteur)  

CISPR 1 6-1 -2  (sonde  de  couran t)  

CISPR 1 6-2-1  et  8 . 4  (méthode  de  mesure)  

Accès  câblé  l ocal  –  
i n terface  d 'a l imentation  
é l ectri que  des  l ampes  
à  TBT 

Tableau  1  ou  
Tableau  4  

9  kHz à  30  MHz 

CISPR 1 6-1 -1  ( récepteur)  

CISPR 1 6-1 -2  (matérie l  d 'appoin t:  AMN)  

CISPR 1 6-2-1  et  A. 5. 1  (méthode  de  
mesure)  

Accès  câblé  l ocal  – au tre  
que  l ' i n terface  
d 'al imentati on  é l ectri q ue  
des  l ampes  à  TBT 

Tableau  5  1 50  kHz à  30  MHz 

CI SPR 1 6-1 -1  ( récepteur)  

CI SPR 1 6-1 -2  (sonde  de  tension )  

CI SPR 1 6-2-1  et  8 . 5. 2 . 2  (méthode  de  
mesure)  

Tableau  6  1 50  kHz à  30  MHz 

CISPR 1 6-1 -1  ( récepteur)  

CISPR 1 6-1 -2  (sonde  de  couran t)  

CISPR 1 6-2-1  et  8 . 5. 2 . 3  (méthode  de  
mesure)  

a   En  fonction  de  l 'accès  en  essai  de  l 'EUT et  de  l a  méthode  d 'essai  chois ie,  l a  l im i te  app l i cable  est  cel l e  du  
Tableau  2  et/ou  du  Tableau  3.  

 

Outre  l es  exigences  données  dans  l es  normes  fondamentales ,  les  exigences  su ivantes  
s 'appl i quent pour l e  montage  de  l 'EUT et l a  procédure  de  mesure.  

8.3  Mesurage des  perturbations  de  l ' in terface d 'al imentation  électrique  

La  tension  perturbatrice  doi t  être  mesurée  conformément à  l a  méthode  de  l a  CISPR 1 6-2-1  au  
n iveau  de  l ' in terface  d 'a l imentation  é lectri que  de  l 'EUT au  moyen  de  ci rcu i ts  et du  mon tage  
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décri ts  à  l 'Annexe  B  pour l e  type  d 'apparei l  correspondant.  Un  réseau  ficti f d 'a l imentation  
en  V 50  Ω  /  50  µH  +  5  Ω  q u i  satisfai t  aux exigences  de  l a  CISPR 1 6-1 -2  dans  l es  p lages  de  
fréquences  comprises  en tre  9  kHz et  1 50  kHz et  entre  1 50  kHz et  30  MHz doi t être  u ti l i sé.  

8.4  Mesurage des  perturbations  des  in terfaces  réseau  câblées  autres  que 
l 'al imentation  électrique  

Les  perturbations  de  tens ion  au  n i veau  des  i n terfaces  réseau  câblées  autres  que  
l 'a l imentation  é lectrique  (pour l a  communication  ou  l e  transfert de  données,  par exemple)  
doivent être  mesurées  au  moyen  d 'un  réseau  ficti f asymétrique  (AAN)  conformément à  l a  
CI SPR 32.  L'AAN  doi t être  re l i é  au  p lan  de  masse  de  référence  (voi r Annexe  B).  La  méthode  
de  mesure  spéci fiée  dans  l a  CISPR 1 6-2-1  s 'appl i que.  

Les  perturbations  de  courant au  n i veau  des  i n terfaces  réseau  câblées  au tres  que  
l 'a l imentation  é lectrique  (pour l a  communication  ou  l e  transfert de  données,  par exemple)  
doivent être  mesurées  au  moyen  d 'une  sonde  de  couran t (CP)  conformément à  l a  
CI SPR 1 6-2-1 .  La  sonde  de  courant doi t  être  conforme à  5. 1  de  l a  CI SPR 1 6-1 -2: 201 4.  

D 'au tre  part,  l a  tension  combinée  et l es  mesurages  de  sonde  de  couran t peuvent être  
appl iqués  en  u ti l i sant l es  l im i tes  du  Tableau  2  et du  Tableau  3  et l a  méthode  CVP/CP 
combinée  décri te  en  C. 4. 1 . 6. 4  de  l a  CISPR 32: 201 5.  

NOTE  Seu l es  l es  pertu rbations  de  mode  commun  générées  son t mesurées,  l es  pertu rbati ons  i ssues  des  s i gnaux 
de  commande  en  mode  d i fférentiel  étant  nég l i geables  en  prati que.  

8.5  Mesurage des  perturbations  de  l 'accès  câblé  local  

8.5. 1  Al imentation  électrique  des  l ampes  à  TBT 

La  méthode de  mesure  des  perturbations  condu i tes  au  n iveau  de  l ' i n terface  d 'a l imentation  
é lectrique  des  l ampes  à  TBT est  spéci fi ée  en  A. 5. 1 .  

8.5.2  Caractéristiques  autres  que  l 'al imentation  électrique des  lampes  à  TBT 

8.5.2 .1  Général i tés  

Les  méthodes  de  mesure  des  perturbations  condu i tes  au  n iveau  des  accès  câblés  l ocaux 
au tres  que  l ' i n terface  TBT d 'une  lampe à  TBT doiven t être  conformes  à  l a  CISPR 1 6-2-1  et  
aux paragraphes  ci -dessous.  

8.5.2 .2  Méthode de  mesure  de  l a  sonde  de  tension  

Si  une  sonde  de  tension  est  u ti l i sée  pour mesurer l es  perturbations  de  tension  sur des  accès  
câblés  l ocaux,  l e  ci rcu i t de  mesure  représen té  à  l a  F igure  B . 2  doi t  être  appl i qué.  Voi r aussi  
B. 3 .5 .  

La  tens ion  est mesurée  entre  chaque cordon  s imple  du  câble  de  l 'accès  câblé  l ocal  et l a  terre.  

La  sonde  de  tension  doi t  être  tel l e  que  défin ie  en  5. 2  de  l a  CISPR 1 6-1 -2: 201 4.  

Les  résu l tats  de  mesure  doivent être  corrigés  pour ten ir compte  du  d i viseur de  tens ion  en tre  
l a  sonde  et l ' apparei l  de  mesure.  Pour l 'appl ication  de  cette  correction ,  seu les  l es  parties  
rés isti ves  des  impédances  doiven t être  prises  en  compte.  

La  longueur du  câble  coaxia l  re l ian t l a  sonde  et l e  récepteur de  mesure  ne  doi t pas  
dépasser 2  m .  
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8.5.2 .3  Méthode de  mesure  par sonde de  courant 

Si  une  sonde  de  courant est  u ti l i sée  pour mesurer l es  perturbations  condu i tes  sur des  accès  
câblés  locaux,  l e  ci rcu i t  de  mesure  présenté  à  l a  F igure  B . 2  doi t  être  appl i qué.  Voi r auss i  
B. 3 .5 .  

La  sonde  de  courant  doi t  ê tre  conforme  à  5 . 1  de  l a  CI SPR 1 6-1 -2: 201 4.  

9  Méthodes  de mesure des  perturbations  rayonnées  

9. 1  Général i tés  

Le présen t article  donne  des  détai ls  re lati fs  aux méthodes  de  mesure,  au  montage  de  l 'EUT et  
aux procédures  associées  aux mesurages  des  perturbations  rayonnées.  I l  précise  également 
des  exigences  particu l ières  qu i  prévalent sur cel l es  i nd iquées  dans  l es  normes  
fondamentales.  Les  détai ls  re lati fs  aux montages  particu l iers  de  l 'EUT  pour mesurer les  
perturbations  rayonnées  son t donnés  à  l 'Annexe  C.  

9.2  Emetteurs  sans  fi l  i n ten tionnels  

Si  des  émetteurs  sans  fi l  i n ten tionnels  fon t partie  i n tégran te  de  l 'EUT,  l eurs  ém iss ions  ne  
doivent pas  être  cons idérées  comme faisan t  partie  des  perturbations  rayonnées  (voir 
Article  1 ) .  Pour ce  fa i re,  l a  fonction  sans  fi l  de  l 'EUT peut être  désactivée  (dans  l a  mesure  du  
poss ib le  et s i  ce la  ne  compromet pas  les  ém issions  non  in ten tionnel l es  cl assiques)  ou  l es  
ém issions  i n ten tionnel l es  rayonnées  i gnorées  dans  l a  bande  de  fréquences  correspondante.  

NOTE  Pou r l es  émetteurs  sans  fi l  i n tentionnels ,  l 'appl i cabi l i té  des  règ lements  nati onaux/rég ionaux spéci fi ques  est  
pri se  en  cons idération .  

9.3  Instruments  et méthodes  de  mesure  

9.3. 1  Général i tés  

Les  perturbations  rayonnées  au  n i veau  des  d i fféren ts  accès  doiven t être  mesurées  en  
appl iquan t l es  instruments,  l es  emplacements  d 'essai ,  l es  procédures  et l a  méthode i nd iqués  
dans  l es  références  du  Tableau  1 2 .  
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Tableau  1 2  – Aperçu  des  méthodes  normal isées  
de  mesure des  perturbations  rayonnées   

Méthode Limi tes   P lage  de  fréquences  Référence  

LLAS  Tableau  8  9  kHz à  30  MHz CISPR 1 6-1 -1  ( récepteur)  

CISPR 1 6-1 -4  ( i nstruments :  an tennes  et  emplacement  
d 'essai )  

CISPR 1 6-2-3  (méthode  de  mesure)  

Antenne-
cadre  

Tableau  9  9  kHz à  30  MHz CISPR 1 6-1 -1  ( récepteur)  

CISPR 1 6-1 -4  ( i nstruments :  an tennes  et  emplacement  
d 'essai )  

9 . 3 . 3  (méthode  de  mesure)  

OATS/SAC Tableau  1 0  30  MHz à  1  GHz CISPR 1 6-1 -1  ( récepteur)  

CISPR 1 6-1 -4  ( i nstruments:  an tennes  et  emplacement 
d 'essai )  

CISPR 1 6-2-3  (méthode  de  mesure  des  pertu rbati ons  
rayonnées)  

FAR Tableau  1 0  30  MHz à  1  GHz CISPR 1 6-1 -1  ( récepteur)  

CISPR 1 6-1 -4  ( i nstruments:  an tennes  et  emplacement 
d 'essai )  

CISPR 1 6-2-3  (méthode  de  mesure)  

TEM  Tableau  1 0  30  MHz à  1  GHz  CISPR 1 6-1 -1  ( récepteur)  

I EC 61 000-4-20  (méthode  et  i n struments  de  mesure)  

CDNE  Tableau  1 0  30  MHz à  300  MHz CISPR 1 6-1 -1  ( récepteur)  

CISPR 1 6-1 -2  ( i nstruments :  d i sposi ti fs  de  couplage  – CDNE)  

CISPR 1 6-2-1  (méthode  de  mesure  CDNE)  

 

Outre  l es  exigences  données  dans  l es  normes  fondamentales ,  les  exigences  su ivantes  
s 'appl i quent pour l e  mon tage  de  l 'EUT et l a  procédure  de  mesure.  

9.3.2  Mesurage des  perturbations  rayonnées  par un  LLAS  entre  9  kHz et  30  MHz 

9.3.2 .1  Configuration  de  l 'EUT 

Le  composan t magnétique  doi t  ê tre  mesuré  au  moyen  d 'un  système de  grande  an tenne-cadre  
(LLAS)  te l  que  celu i  décri t  dans  la  CISPR 1 6-1 -4 .  L 'EUT doi t être  p lacé  au  centre  du  LLAS  
(voir Annexe  C  de  l a  CISPR 1 6-1 -4 : 201 0).  Les  exigences  données  dans  la  CI SPR 1 6-1 -4  
concernan t l 'achem inement des  câbles  partan t de  l 'EUT et de  posi tionnement de  l 'EUT à  
l ' i n térieur du  LLAS doivent  être  appl iquées.  

S i  le  fabrican t permet de  connecter des  i n terfaces  câblées  externes  à  l 'EUT à  l 'a i de  de  câbles  
à  un  conducteur (qu i  peuvent générer des  boucles  et des  d ipôles  magnétiques  associés,  
voi r 5. 3. 4 . 1 ) ,  l 'EUT doi t  ê tre  soum is  à  l 'essai  en  configuran t chacune  de  ces  i n terfaces  
externes  avec un  câblage  à  un  conducteur présentant  une  boucle  rectangu la i re  d 'une  su rface  
de  1  m 2 .  La  p laque  de  support de  la  F igure  A. 6  peu t être  u ti l i sée  pour établ i r cette  boucle  
de  1  m2 .  Le  système en  essai ,  c'est-à-d i re  l 'EUT avec ses  i n terfaces  externes  montées  en  
une  ou  pl us ieurs  boucles  de  1  m 2 ,  d oi t être  monté  de  man ière  à  en trer dans  la  p lus  peti te  
sphère  poss ib le  tou t en  satisfaisan t en  même temps  aux exigences  su ivantes:  

– l a  d is tance  en tre  l 'enveloppe de  l 'EUT et l e  p l an  de  ses  i n terfaces  montées  en  boucles  
de  1  m2  est supérieure  ou  égale  à  1 0  cm ;  

– l a  d istance  en tre  la  zone  de  boucles  de  deux i n terfaces  d 'EUT ad j acentes  montées  en  
boucles  de  1  m 2  est supérieure  ou  égale  à  1 0  cm .  
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Le  cen tre  de  cette  sphère  l a  p lus  peti te  poss ib le  eng lobant l 'EUT et ses  i n terfaces  montées  
en  boucles  de  1  m 2  d o i t  être  p lacé  au  cen tre  du  LLAS.  

9.3.2 .2  Mesures  dans  les  trois  d irections  

Le  courant i ndu i t dans  l e  LLAS est mesuré  se lon  l e  Paragraphe 7 . 2  de  l a  CISPR 1 6-2-3:201 6.  
Les  tro is  d i rections  du  champ de  l 'EUT peuvent être  mesurées  success i vement à  l 'a ide  d 'un  
commutateur coaxia l .  Les  résu l tats  de  mesure  pour chaque d i rection  doiven t satisfai re  aux 
l im i tes .  

9.3.3  Mesurage des  perturbations  rayonnées  par une  antenne-cadre  entre  9  kHz  
et 30  MHz 

Les  mesurages  sont réa l isés  à  une  d istance  de  3  m  avec une  antenne-cadre  de  60  cm  
(voi r 4 . 3 . 2  de  l a  CISPR 1 6-1 -4 :201 0).  

Les  exigences  de  montage  et  l a  méthode  de  mesure  su ivantes  s 'appl i quen t:  

1 )  l e  mesurage  doi t  être  réa l isé  sur un  OATS  ou  dans  une  SAC;  

NOTE  Les  exi gences  de  va l i dati on  rel ati ves  aux mesurages  i n féri eu rs  à  30  MHz son t à  l 'étude  par l a  
CI SPR/A;  l ' I EC PAS  62825  donne  q uelques  recommandations .  

2)  l a  hau teu r du  cen tre  de  l a  boucle  au -dessus  du  RGP de  l 'OATS ou  dans  l a  SAC doi t  être  
de  1 , 3  m ;  

3)  l 'an tenne-cadre  doi t être  pos i tionnée dans  les  deux pos i tions  vertica les  par rapport au  
RGP,  c'est-à-d i re  coaxiale  vertica le  et  coplanai re  vertica le ;  

4)  l a  d istance  de  mesure  doi t être  effectuée  en tre  l e  cen tre  de  l 'an tenne-cadre  et l a  l im i te  de  
l 'EUT;  

5)  l 'EUT doi t  ê tre  monté  conformément à  l 'Article  C. 4 ;  

6)  l 'EUT doi t être  p i voté  pour chaque orien tation  de  l 'an tenne-cadre  et l a  va leur maximale  
enreg istrée  pour chaque  orien tation  doi t  satisfai re  aux l im i tes  données  dans  l e  Tableau  9 .  

9.3.4  Mesurage des  perturbations  rayonnées  entre  30  MHz et 1  GHz 

9.3.4.1  Méthode OATS  ou  SAC  

Les  exigences  de  montage  et l a  méthode  d 'essai  de  la  CISPR 1 6-2-3  s 'appl iquen t l orsque  l es  
essais  sont réal isés  à  l ' a ide  de  l a  méthode rayonnée su r un  OATS ou  dans  une  SAC.  Les  
détai ls  spéci fi ques  aux montages  de  l 'EUT sont donnés  à  l 'Annexe  C.  

Pour amél iorer l a  reproductib i l i té ,  le  câble  d 'a l imentation  par l e  réseau  de  l 'EUT doi t être  
term iné  par un  CDNE (voi r CI SPR 1 6-1 -2)  p l acé  sur l e  p lan  de  masse  de  référence ( l e  cas  
échéan t),  l ' accès  du  récepteur du  CDNE  devant  être  term iné  par une  impédance  de  50  Ω.  

9.3.4.2  Méthode FAR 

Les  exigences  de  montage  et l a  méthode  d 'essai  de  la  CISPR 1 6-2-3  s 'appl iquen t l orsque  l es  
essais  sont réal isés  à  l ' a i de  de  la  méthode  rayonnée dans  une  FAR.  Les  détai l s  spéci fi ques  
aux montages  de  l 'EUT son t donnés  à  l 'Annexe  C.  

Pour amél iorer l a  reproductib i l i té ,  le  câble  d 'a l imentation  par l e  réseau  de  l 'EUT doi t être  
term iné  par un  CDNE (voir CISPR 1 6-1 -2)  p l acé  sur l e  p lan  de  masse  de  référence ( l e  cas  
échéant),  l 'accès  du  récepteur du  CDNE  devant être  term iné  par une  impédance  de  50  Ω.  

9.3.4.3  Méthode TEM  

Les  exigences  de  mon tage  et l a  méthode d 'essai  de  l ' I EC  61 000-4-20  s 'appl i quen t l orsque  l es  
essais  son t réal isés  à  l 'a i de  de  la  méthode  rayonnée  dans  une  cel l u le  TEM.  
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9.3.4.4  Méthode CDNE  

Les  exigences  de  montage  et l a  méthode  d 'essai  de  la  CI SPR 1 6-2-1  s 'appl i quen t l orsque  l es  
essais  son t réal isés  à  l 'a i de  du  CDNE.  

1 0  Conformité  au  présent document 

Si  l e  présent document donne  des  options  pour évaluer l es  caractéristiques  CEM  particu l ières  
avec un  choix de  méthodes  de  mesure,  l a  conform ité  peu t être  démontrée  par rapport aux 
l im i tes  spéci fiées  à  l 'a i de  de  la  méthode  de  mesure  appropriée.  Dans  tous  l es  cas,  s ' i l  s 'avère  
nécessai re  mesurer de  nouveau  l 'équ ipement pour démontrer l a  conform ité  au  présent  
document,  l a  méthode de  mesure  chois ie  au  départ doi t  être  u ti l i sée  afi n  de  garan ti r l a  
cohérence  des  résu l tats .  

NOTE  S i  des  é l éments  de  l 'équ ipement i ssus  d 'une  séri e  son t  soum is  à  l 'essai ,  une  p l age  de  résu l tats  peu t être  
attendue,  que l l e  que  soi t  l ' i ncerti tude  de  mesure.  L 'Annexe  E  con tien t  des  i n formations  re lati ves  aux méthodes  
d 'éval uation  stati s ti que  des  équ ipements  produ i ts  en  série.  

1 1  Incerti tude de mesure  

Si  des  recommandations  relatives  au  calcu l  de  l ' i ncerti tude  des  i nstruments  de  mesure  son t 
spéci fiées  dans  la  CISPR 1 6-4-2,  e l les  doiven t être  su i vies ,  et pour ces  mesurages,  l a  
déterm ination  de  l a  conform i té  aux l im i tes  du  présent document doiven t prendre  en  compte  
l ' i ncerti tude  des  i nstruments  de  mesure  conformément à  l a  CI SPR 1 6-4-2.  Les  ca lcu ls  
permettan t de  déterm iner l e  résu l tat de  mesure  et tou te  correction  du  résu l tat de  mesure  
exigée  l orsque  l ' i ncerti tude  du  l aboratoire  d 'essai  est  supérieure  à  l a  va leur de  CISPRU  

donnée  dans  l a  CI SPR 1 6-4-2  doiven t être  inclus  dans  l e  rapport d 'essai .  

1 2  Rapport d 'essai  

Les  exigences  générales  en  5 . 1 0  de  l ' I SO/I EC 1 7025: 2005 concernant l a  compi lation  d 'un  
rapport d 'essai  s 'appl iquen t.  Des  détai ls  suffisan ts  doivent être  fourn is  pour faci l i ter l a  
reproductibi l i té  des  mesurages.  E l l es  doiven t i nclure  des  photograph ies  de  l 'EUT et l a  
configuration  de  mesure,  l e  cas  échéant.  

Le  rapport d 'essai  doi t  i ncl ure  les  in formations  su ivan tes:  

– l es  d imensions  de  l 'EUT;  

– l a  méthode de  perturbations  de  champ rayonné sous  30  MHz u ti l i sée  et l es  l im i tes  
associées  qu i  on t été  appl iquées  (4 . 5. 2);  

– l a  méthode de  perturbations  de  champ rayonné au-dessus  de  30  MHz u ti l i sée  et  l es  
l im i tes  associées  qu i  on t été  appl i quées  (4 . 5.3) ;  

– s i  l a  méthode CDNE est u ti l i sée  pour démontrer l a  conform ité  à  1  GHz,  une  déclaration  
(du  fabrican t)  que  la  fréquence d 'horloge  est  i n férieure  à  30  MHz;  

– l es  i n terfaces  câblées  qu i  on t été  évaluées  avec l 'accès  attribué,  l a  méthode u ti l i sée  et l es  
l im i tes  associées  (5. 3) ;  

– en  cas  de  mesures  de  modu le,  l a  description  et l e  montage  de  l ' hôte  et des  modu les  
u ti l i sés  pendant l es  mesurages  (voir 6 . 4);  

– l a  correction  du  résu l tat  d 'essai  exigée  l orsque  l ' i ncerti tude  du  laboratoi re  d 'essai  est  
supérieure  à  l a  va leur de  CISPRU  donnée  dans  l a  CISPR 1 6-4-2;  

– l es  écarts  par rapport aux exigences  de  l ongueur de  câble,  s i  des  l ongueurs  de  câbles  en  
con trad iction  avec d 'au tres  exigences  de  l ongueur de  câble  ou  d imensions  dans  l e  
montage  d 'essai  (B. 2. 1 ) .  
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Figure 3  – EUT et  ses  in terfaces  physiques  

EUT 

Chacune des interfaces câblées physiques doit être classée  
parmi l'un des trois accès CEM possibles en  s'appuyant sur l'organigramme de la  Figure 4  

Partie de l'accès d'enveloppe  
 

Accès réseau câblé  
ou  

Accès câblé local  

I n terfaces  courtes  (<  3  m )  et  qu i  ne  son t pas  
d i rectement connectées  à  u n  réseau  
 

I n terfaces  connectées  d i rectement ou  
i nd i rectement à  un  réseau ,  ou  i n terfaces  
l ongues  (≥  3  m )  non  connectées  à  un  
réseau  

I den ti fi er tou tes  l es  i n terfaces  câblées  physiques  possi b les:  
pour l e  transfert  de  pu issance,  l e  con trôle,  l a  commun ication ,  l a  détection  (tra je ts  de  couplage  poten tie l s  et pertu rbations  
rayonnées)  par exemple  
– câble  d 'a l imentation  en  cou ran t a l ternati f 

– câbles  de  charge  en  couran t con ti nu  

– câbles  de  pu issance  d 'en trée  en  couran t con ti nu  

– câble  Ethernet  

– DALI  

– câble  du  capteur 

– câble  PoE  (Power over Ethernet)  

– …  
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Figure 4 – Processus  de  décision  sur l 'appl ication  des  l im ites  à  l 'EUT 

 

NOTE  1  Appl i q u er l es  l im i tes  e t  m éthodes  d e  mesu re  associ ées  i n d i q uées  à  l 'Arti cl e  4  
NOTE   En  p résence  d ' i n terfaces  câbl ées  d e  même type ,  l 'appl i cabi l i té  d e  l ' essa i  et  l e  
 mon tage  pou r chacune  d es  i n terfaces  ana l ogues  son t exp l i qu és  en  5 . 3 . 5  
NOTE  3  L 'accès  réseau  câbl é  i nd i q ue  l a  p résence  d ' i n terfaces  d 'a l imentati on  é l ectri que ,  d e  
 commun icati on  ou  d e  transfert  de  d onnées  (voi r 3 . 4 . 1 4)  

Appare i l s  
d ' écl a i rage  

parti cu l i e rs  te l s  q u e  
spéci fi és  à  
l 'Arti cl e  6?  

DÉBUT  

Appl i q uer l es  exi gences  
d e  l 'Art i cl e  5  

Ou tre  l 'Art i cl e  5 ,  
appl i qu er l es  exi g ences  

parti cu l i è res  d e  
l 'Arti cl e  6  

O  

N  

 

Appl i q uer éga lement  
l ' essa i  d e  l ' accès  

d 'envel oppe  <  30  MHz  
(NOTE  1 )  

Cond i t i on s  d e  g rand  
d i pô l e  pou r l ' essa i  

<  30  MHz  
sati sfa i tes?  
(5 . 3 . 4 . 1 )  

Pas  d 'au tre  
éva l uati on  de  

l ' accès  d 'enve l oppe  

Appl i q uer l ' essa i  d e  
l ' accès  

d 'envel oppe  >  30  MHz  
(NOTE  1 )  

Evaluation de l'accès 
d'enveloppe  

O  

N  

 

et  

Aucun e  exi gence  ne  
s 'app l i q ue  pou r l ' accès  
réseau  câb l é  ou  l ' accès  
câbl é  l oca l .  Les  ém i ss i on s  
p rovenan t  d es  i n terfaces  

sans  fi l  peuven t  n e  pas  ê tre  
soumi ses  à  l ' essa i .  

 

et  

I n terfaces  câbl ées  
?  
O  

N  

 
puis évaluer chaque 

interface câblée  

Evaluation de 

l'accès réseau  

Appl i q uer l es  l im i tes  d e  
l ' accès  réseau  
(NOTES  1  e t  2 )  

Connexi on  d i recte  
au  réseau?  
(5. 3. 2 )  

N  

 

O  

Connexi on  
i nd i recte  à  u n  
réseau  par  

l ' i n terméd i a i re  d ' u n  
au tre  matéri e l ?  

(5 . 3 . 3 )  
 

O  Appl i q uer l es  l im i tes  d e  
l ' accès  câb lé  l oca l  
(NOTES  1  e t  2 )  

Longueu r d ' i n terface  
<  3  m ?  
(5. 3. 3 )  

 

N  

 
N  

 

O  

Aucun  essa i  d ' accès  câb l é  l oca l  e xi gé :  
pertu rbati on s  éva l u ées  d ans  l e  cad re  
d e  l ' essa i  d e  l ' accès  d 'enve l oppe  

Evaluation  de 
l'accès câblé local  
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Figure 5  – Exemple d 'un  système hôte  avec d i fférents  types  de  modu les  

 

Modu l e  i n terne  

Modu l e  i n terne  

Modu l e  monté  

Modu l e  monté  Modu l e  externe  
(câbl e  raccordé)  

Modu l e  
remplaçabl e  

Hôte  

Câbles  

Modu l e  remplaçable  

Modu l e  externe  
(sans  fi l )  
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Annexe A 
(normative)  

 
Notes  d 'appl ication  spécifiques  à  un  produi t faisant référence à  des  

montages  de mesure ou  des  conditions  de  fonctionnement particul iers  

A.1  Lampes à  bal last intégré à  cu lot unique  

A.1 . 1  Montage pour l es  mesures  de  perturbations  condu ites  

Le  ci rcu i t  de  mesure  de  l a  tension  perturbatrice  d 'une  l ampe  à  cu lot un ique  est présenté  à  la  
F igure  B. 1 c.  

La  l ampe est mun ie  d 'une  dou i l l e  adéquate  et est montée  dans  un  support de  référence  
con ique  (voir F i gure  A. 2) .  Le  support  con ique  est  p lacé  sur l a  table  à  40  cm  du  p lan  de  masse  
de  référence (voi r F i gure  B . 1 ,  F i gure  A. 3  et F i gure  A. 4) .  Les  l ampes  à  bal l ast i n tégré  avec 
cu lot à  baïonnette  GU1 0  ( IEC 60061 -1 )  doivent  être  p lacées  dans  un  type  de  fixation  à  col l i er 
de  serrage  conducteur en  contact avec l a  ci rconférence  du  support (conductrice  ou  non  
conductrice)  de  l a  l ampe  GU1 0  à  proxim i té  du  bord  (voir F igure  A.5) .  La  l argeur du  col l ier de  
serrage  doi t être  de  (9  ±  1 )  mm .  La  fixation  à  col l i er de  serrage  doi t être  re l iée  à  l a  borne  de  
terre  de  l 'AMN .  Le  col l i er de  serrage  conducteur,  associé  à  une  dou i l l e  adéquate,  fa i t  office  de  
l um inai re  de  référence pour les  l ampes  GU1 0.  

Le  câble  d 'a l imentation  qu i  re l ie  l es  bornes  du  support con ique  ou  du  col l i er de  serrage  de  l a  
l ampe GU1 0  à  l 'AMN  doi t  mesurer 0, 8  m .  Le  support méta l l i que  con ique  ou  l e  col l i er de  
serrage  de  l a  l ampe GU1 0  doi t ê tre  rel i é  à  l a  borne  de  terre  de  l 'AMN .  

Les  lampes  à  bal last i n tégré  à  cu lot un ique  don t l a  forme particu l i ère  n 'est pas  adaptée  au  
support con ique  doivent  être  mesurées  à  l 'a i de  d 'un  support de  référence  ( l um inai re  de  
référence)  qu i  satisfai t aux exigences  d 'un  système hôte  (voir 6. 4 . 1 ) .  

A.1 .2  Montage pour l es  mesures  des  perturbations  rayonnées  

La  lampe à  cu lot un ique  doi t être  mesurée  lorsqu 'e l le  est i n sérée  dans  une  dou i l l e  adéquate.  

A.2  Semi-luminaires  

Les  sem i- lum inaires  doiven t être  mesurés  avec une  l ampe adaptée  ayan t la  pu issance  
maximale  au torisée.  La  combinaison  du  sem i - l um inai re  (EUT)  et de  l a  l ampe  (AuxEq)  
consti tue  l e  système en  essai ;  cette  combinaison  doi t être  soum ise  à  l 'essai  comme une  
l ampe à  cu lot un ique  (voi r Article  A. 1 ) .  

A.3  Cordons lumineux 

A.3. 1  Préparation  de  l 'EUT 

Les  cordons  l um ineux (pas  l e  cordon  d 'a l imen tation ,  l e  cas  échéant)  doivent être  repl iés  sur l a  
p laque  de  support i so lant comme décri t  à  l a  F igure  A. 6.  La  p laque  de  support se  compose  
d 'une  p laque  i so lan te  carrée  de  d imensions  (1  250  x 1  250)  mm  et de  deux rangées  
de  24  supports  isolants  ci rcu la i res  pos i ti onnés  comme ind iqué  à  la  F igure  A.6.  Le  poin t de  
départ (connexion  au  secteur)  du  cordon  se  s i tue  au  m i l ieu  en tre  l es  deux rangées  sur l e  côté  
gauche  de  l a  p laque.  S i  l e  cordon  l um ineux (à  l 'exclusion  du  cordon  d 'a l imentation)  mesure  
moins  de  1 , 2  m ,  aucune  s inuosi té  n 'est nécessai re  sur l a  p laque  de  support et  l e  cordon  
l um ineux doi t  être  trai té  comme un  l um inai re.  
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A.3.2  Montage pour l es  mesures  de  perturbations  condui tes  

Le support i solan t (AuxEq)  avec l es  cordons  l um ineux (EUT)  doi t  être  cons idéré  comme un  
l um inaire  et doi t être  monté  de  l a  man ière  spéci fi ée  à  l 'Article  B . 5.  

A.3.3  Montage pour l es  mesures  des  perturbations  rayonnées  

Le support i solan t (AuxEq)  avec l es  cordons  l um ineux (EUT)  doi t  être  cons idéré  comme un  
l um inaire  et doi t  ê tre  monté  de  l a  man ière  spéci fi ée  en  C.4 . 2.  

A.4  Adaptateurs  de lampe à  deux culots,  lampes à  bal last intégré et  à  deux 
culots,  semi-luminaires  à  deux culots  et  lampes de mise  à  n iveau  à  deux 
culots  uti l isés  dans  l es  luminaires  à  l ampe à  fluorescence  

A.4. 1  Pour l es  appl ications  dans  les  luminai res  l inéaires  dotés  d 'un  apparei l lage  
électromagnétique  

Les  adaptateurs  de  l ampe  à  deux cu lots ,  l es  l ampes  à  bal l ast i n tégré  et à  deux cu lots ,  l es  
sem i-l um inai res  à  deux cu lots  et l es  l ampes  de  m ise  à  n i veau  à  deux cu lots  doivent être  
mesurés  avec l e  matérie l  auxi l i a i re  spéci fi é  à  l a  F igure  A. 1 .  L'EUT est i nséré  dans  un  
l um inaire  de  référence l i néaire  comme i nd iqué  à  l a  F igure  A. 1 .  L'apparei l l age  de  l ampe  
magnétique  existan t est en  court-ci rcu i t  s i  ce la  est spéci fié  par l e  fabricant dans  le  manuel  
d 'u ti l i sation .  La  hauteur des  dou i l l es  doi t être  te l le  que  l a  d istance  en tre  l 'extérieu r de  la  
l ampe et l a  p laque  métal l ique  soi t de  (9  ±  1 )  mm  pour l es  l ampes  présentan t un  d iamètre  de  
tube  nom inal  i n férieur ou  éga l  à  25  mm ,  et de  (20  ±  1 )  mm  pour l es  l ampes  présentant un  
d iamètre  de  tube  nom inal  supérieur à  25  mm.  

Les  un i tés  soum ises  à  l 'essai  (EUT)  doiven t être  mesurées  se lon  l eur fabrication .  Pour l es  
adaptateurs  de  lampe à  deux cu lots  et l es  sem i- lum inai res  à  deux cu lots,  des  l ampes  
adaptées  présentant la  pu issance maximale  adm issible  doiven t être  u ti l i sées.  

S i  l 'u ti l i sation  d 'un  apparei l l age  magnétique  est exigée  par l e  fabricant dans  le  manuel  
d 'u ti l i sation ,  i l  do i t satisfa i re  à  l ' I EC 60921  et la  capaci té  parasi te  en tre  l a  l i gne  et l a  terre  doi t  
être  i n férieure  à  2  nF,  mesurée  à  un  n iveau  i n férieur ou  égal  à  1  kHz.  L'apparei l lage  de  lampe  
magnétique  du  mon tage  de  mesure  de  l a  F igure  A. 1  doi t  être  m is  en  court-ci rcu i t s i  son  
u ti l i sation  n 'est pas  exigée  par l e  fabricant.  Pour les  ém issions  condu i tes ,  l e  câble  re l ian t l es  
bornes  du  l um inai re  de  référence  à  l 'AMN  doi t satisfai re  aux exigences  de  B . 2. 1 .  La  borne  de  
terre  du  l um inai re  de  référence  doi t  ê tre  re l iée  à  la  borne  de  terre  de  l 'AMN .  

A.4.2  Pour l es  appl ications  dans  les  luminai res  l inéaires  dotés  d 'un  apparei l lage  
électronique  

Pour l es  appl ications  d 'adaptateurs  de  l ampe à  deux cu lots,  de  l ampes  à  ba l l ast i n tégré  et à  
deux cu lots,  de  sem i -lum inai res  à  deux cu lots  et de  l ampes  de  m ise  à  n i veau  à  deux cu lots  
u ti l i sés  dans  l es  l um inai res  mun is  d 'un  apparei l lage  électron ique  en  fonctionnement,  l es  
exigences  doiven t être  véri fi ées  en  u ti l i sant  un  l um inai re  hôte  class ique  ou  un  l um inaire  de  
référence  CISPR TR 30-1  conforme au  présent document.  

A.4.3  Pour l es  appl ications  dans  d 'autres  luminaires  que les  luminaires  l inéai res  

Les  lampes  à  bal l ast  in tégré  à  deux cu lots  dont l a  forme particu l i ère  (en  U ,  par exemple)  n 'est  
pas  adaptée  au  l um inaire  de  référence de  l a  F igure  A. 1  doiven t être  mesurées  à  l 'a i de  d 'un  
support de  référence qu i  satisfa i t aux exigences  d 'un  système hôte  (voi r 6. 4 . 1 ) .  

A.4.4  Méthodes  de  mesure  

L'EUT du  l um inaire  de  référence (AuxEq)  est soum is  à  l 'essai  comme un  l um inaire.  Le  
système en  essai ,  y compris  l 'EUT,  te l  q ue  représenté  dans  l a  F igure  A. 1 ,  do i t  être  u ti l i sé  tant 
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pour mesurer les  tens ions  perturbatrices  décri tes  à  l 'Article  8  que  pour mesurer les  
perturbations  é lectromagnétiques  rayonnées  décri tes  à  l 'Article  9.  

A.5  Lampes à  TBT 

A.5. 1  Essai  de  perturbations  condui tes  

Les  lampes  à  TBT doiven t être  soum ises  à  l 'essai  comme su i t:  

a)  Lampes  à  TBT non  restrein te:  Les  bornes  à  très  basse  tension  de  la  l ampe à  TBT doivent 
être  re l iées  à  l 'AMN .  Le  côté  d 'en trée  du  réseau  de  l 'AMN  est re l ié  à  l a  sortie  d 'un  
transformateur magnétique  adapté.  Voir F igure  A. 3.  

b)  Lampes  à  TBT restre in te:  La  lampe à  TBT doi t  être  re l iée  à  l 'a l imentation  du  même 
modèle/type  que  spéci fié  par l e  manuel  d 'u ti l i sation  du  fabricant.  La  combinaison  doi t  être  
mesurée  à  l 'a i de  du  montage  présenté  à  l a  F igure  A. 4 .  

Dans  l es  deux cas,  l a  l ampe à  TBT est montée  comme i nd iqué  en  A. 1 . 1 .  Dans  tous  l es  cas,  l a  
tresse  de  métal l isation  de  l 'AMN  doi t  satisfai re  aux exigences  d e  5. 3  de  la  
CISPR 1 6-2-1 : 201 4.  

A.5.2  Essai  de  perturbations  rayonnées  

Les  perturbations  rayonnées  d 'une  l ampe à  TBT (s ' i l  y a  l i eu ;  voi r 6 . 4 . 7)  doivent être  
mesurées  selon  l 'Article  9 .  Cependant,  l a  l ampe ne  doi t  pas  être  montée  sur un  support  
métal l i que  con ique.  

Pour tou te  méthode d 'évaluation  des  perturbations  rayonnées,  l es  principes  su ivan ts  
s 'appl iquent:  

•  pour l es  l ampes  à  TBT non  restrein te,  seu le  l a  lampe doi t  être  évaluée;  

•  pour l es  l ampes  à  TBT restrein te,  l a  l ampe  et l a  source  d 'a l imentation  spéci fi que  doivent 
être  évaluées.  

A.6  Amorceurs  indépendants  

Les  amorceurs  i ndépendants  sont mesurés  dans  un  ci rcu i t lampe-bal l ast approprié.  
L'amorceur doi t être  monté  avec l a  l ampe ou  l e  ba l l ast  approprié  sur une  p ièce  en  matériau  
isolant de  (1 2  ±  2 )  mm  d 'épaisseur,  q u i  doi t être  p lacée sur une  p laque  métal l i que  de  
d imensions  légèrement p lus  grandes  que  la  p ièce  en  matériau  i so lant.  La  p laque  doi t être  
re l iée  à  la  terre  de  référence de  l 'AMN .  S i  l e  d ispos i ti f ou  le  ba l l ast est mun i  d 'une  borne  de  
terre,  cel l e-ci  do i t  également être  re l i ée  à  l a  terre  de  référence.  La  l ampe est ensu i te  
démarrée.  Après  une  durée  de  stabi l i sation ,  l a  tension  aux bornes  est  mesurée.  
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Dimensions en  millimètres  

 

Figure A. 1  – Luminaire  de  référence pour les  adaptateurs  de  lampe à  deux cu lots,  l es  
lampes  à  bal last  in tégré et  à  deux cu lots,  les  semi -luminaires  à  deux cu lots  et l es  
lampes  de  mise  à  n iveau  à  deux cu lots  u ti l i sées  dans  l es  luminai res  à  lampe à  

fluorescence  l inéaire  (voir A.4. 1 )  
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Dimensions en centimètres 

 

Légende  

T Tube:  d i amètre  extérieur 1 , 9  mm ,  d i amètre  i n térieur 1 , 6  cm  

LH  Dou i l l e  

EUT Lampe à  ba l l ast  i n tégré  en  essai  

MCH  Support  con i que  métal l i que  perforé  (carrés  de  5  mm ,  par exemple)  

EPSI  I n terface  d 'a l imentati on  é l ectri que  

NOTE  1  Tol érances  su r l es  d imensions:  ±  1  mm,  sauf spéci fi cation  con trai re.  

NOTE  2  Pou r u ne  bonne  référence,  a j uster l a  l ampe  à  l a  posi ti on  l a  p l us  proche  de  l a  dou i l l e .  

NOTE  3  Pou r u ne  bonne  référence,  l a  dou i l l e  est  en  matéri au  i solant.  

Figure A.2  – Support  métal l ique  conique  pour l ampes  à  cu lot  un ique (voir A. 1 . 1 )  
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Légende  

PS  Al imentation  (a l imentati on  é l ectri que  appropri ée,  par exempl e  transformateu r magnéti que  ou  a l imentation  
é l ectri que  un i versel l e)  

L  Phase  

N  Neutre  

PE  Terre  de  protection  

AMN  Réseau  fi cti f d 'a l imentati on  

TBT Très  basse  tens ion  

M  Récepteu r de  mesure  CISPR 

Ce  montage  présente  u ne  vue  du  dessus  et  u ti l i se  u n  p l an  de  masse  de  référence  hori zontal .  Le  même montage  
peut  égal ement  être  u ti l i sé  à  u ne  d i stance  de  0 , 4  m  d 'un  p l an  de  masse  de  référence  verti cal  (voi r CI SPR 1 6-2-1 ,  
a i ns i  que  l 'Arti cl e  B . 5  et  l a  F i gure  B . 3  du  présent document  pour l es  déta i l s  du  montage).  L 'AMN  doi t  être  p l acé  su r 
l e  p l an  de  masse  de  référence  et  y être  re l i é .  D 'au tre  part,  i l  peu t  être  p l acé  sur l a  tab l e  non  conductri ce  et  re l i é  au  
p l an  de  masse  de  référence  d 'un  conducteu r très  l arge  et  d e  fa ibl e  impédance.  Dans  tous  l es  cas,  l a  tresse  de  
métal l i sation  doi t  sati sfai re  aux exigences  de  5 . 3  de  l a  CISPR 1 6-2-1 : 201 4.  

NOTE  1  S i  l ' atténuateur 26  dB  est  u ti l i sé,  l es  l im i tes  données  dans  l e  Tabl eau  1  son t  appl i quées.  S i  aucun  
atténuateu r n 'est  u ti l i sé,  l es  l im i tes  du  Tableau  4  s 'appl i quent.  Voi r 6 . 4. 7a).  Un  atténuateur 26  dB  pl acé  en tre  
l 'AMN  et  l e  récepteur permet égal ement  d e  protéger ce  dern ier con tre  d 'éven tuel s  n i veaux de  s i gna l  é l evés  aux 
bornes  à  TBT.  

NOTE  2  La  masse  du  câble  soupl e  non  bl i ndé  en tre  l 'AMN  et  l 'EUT est  rel i ée  au  support  métal l i que  con ique.  

Figure A.3  – Montage  pour l es  mesures  de  perturbations  
condui tes  des  lampes  à  TBT non  restreinte  (voi r A.5. 1 )  
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Ce montage  présente  u ne  vue  du  dessus  et  u ti l i se  un  p l an  de  masse  de  référence  hori zon tal .  Le  même montage  
peut  égal ement  être  u ti l i sé  à  une  d i stance  de  0 , 4  m  d 'un  p l an  de  masse  de  référence  verti cal  (voi r CISPR 1 6-2-1 ,  
a i ns i  que  l 'Arti cl e  B . 5  et  l a  F i gure  B . 3  du  présent  document pour l es  déta i l s  du  montage).  L 'AMN  doi t  être  p l acé  su r 
l e  p l an  de  masse  de  référence  et  y être  rel i é.  D 'au tre  part,  i l  peu t  être  p l acé  su r l a  tab le  non  conductri ce  et  rel i é  au  
p l an  de  masse  de  référence  d 'un  conducteu r très  l arge  et  d e  faib l e  impédance.  Dans  tous  l es  cas,  l a  tresse  de  
métal l i sation  doi t  sati sfai re  aux exigences  de  5 . 3  de  l a  CI SPR 1 6-2-1 : 201 4.  

Le  câbl e  de  masse  en tre  l 'AMN  et  l 'EUT est  re l i é  au  support  métal l i que  con i que.  S i  l e  PS  exige  égal ement  une  
connexi on  de  terre  de  protection ,  e l l e  doi t  être  connectée  à  l a  PE  de  l 'AMN .  

Légende  

PS  Al imentation  é l ectri q ue  appropriée  spéci fi ée  par l e  fabrican t  

L  Phase  

N  Neu tre  

PE  Terre  de  protection  

AMN  Réseau  fi cti f d 'a l imentati on  

TBT Très  basse  tens ion  

M  Récepteu r de  mesure  CISPR 

Figure A.4  – Montage  pour l es  mesures  de  perturbations  
conduites  des  lampes  à  TBT restreinte  (voi r A. 5. 1 )  
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Légende  

GU1 0  Lampe  à  ba l l ast  i n tégré  avec cu lot  à  baïonnette  GU1 0  

Figure A.5  – Luminaire  de  référence à  col l ier de  serrage pour lampes  
à  bal last i n tégré  avec cu lot  à  baïonnette  GU1 0  (voir A. 1 . 1 )  
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Dimensions en  millimètres  

  

NOTE  Tou tes  l es  d imensions  présenten t une  to lérance  de  5  % .  

Figure A.6  – Plaque de  support  pour d isposer 
de  longs  câbles  et  des  cordons  lumineux (voi r 9 .3.2 ,  Articles  A.3  et B.3)  
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Annexe B  
(normative)  

 
Montages  d 'essai  pour les  mesures  de  perturbations  conduites  

B.1  Général i tés  

La  présente  annexe  donne  des  i n formations  pl us  précises  concernant l es  montages  d 'essai  
pour l es  mesures  d 'ém issions  condu i tes .  E l le  donne  des  in formations  su r l e  posi tionnement 
de  l 'EUT,  des  câbles,  du  matériel  auxi l i ai re  et du  matériel  d 'appoin t ( l es  sondes  de  mesure,  
par exemple) .  

B.2  Montage des  câbles  connectés  aux interfaces  des  accès  réseau  câblés  

B.2. 1  Montages  des  câbles  d 'al imentation  électrique  

Les  bornes  de  sortie  du  réseau  ficti f d 'a l imen tation  (AMN  50  Ω/50  µH  + 5  Ω  satisfaisan t aux 
exigences  spéci fi ées  dans  la  CI SPR 1 6-1 -2  dans  les  p lages  de  fréquences  comprises  
en tre  9  kHz et 1 50  kHz et entre  1 50  kHz et  30  MHz)  et l es  bornes  d 'a l imentation  é lectrique  de  
l 'EUT doiven t être  espacées  de  (0, 8  ±  0 , 05)  m  et  doivent être  re l iées  par deux conducteurs  
acti fs  d 'un  câble  souple  à  deux conducteurs  ou  tro is  conducteurs  de  (0, 8  m  ±  0 , 05  m )  de  
l ongueur.  

S i  l e  câble  d 'a l imentation  é lectrique  de  l 'EUT est p lus  l ong  que  ce  qu i  est nécessai re  pour l e  
re l i er à  l 'AMN ,  l a  l ongueur de  ce  câble  de  p lus  de  0, 8  m  doi t être  repl iée  en  accordéon  
paral l èlement au  cordon  de  man ière  à  former un  faisceau  don t l a  longueur est comprise  
en tre  0, 3  m  et 0 , 4  m .  

S i  le  câble  devant être  soum is  à  l a  mesure  ne  couvre  pas  l a  d is tance  exigée  en tre  l 'EUT et  
l 'AMN ,  i l  d oi t  ê tre  ra l longé  pour obten ir l a  l ongueur nécessai re.  

En  cas  de  confl i t  en tre  l es  d istances  i nd iquées  de  l a  F igu re  B. 1  à  l a  F igure  B . 3  et l a  l ongueur 
de  câble  spéci fiée  dans  cet  a l i néa,  c'est  l a  l ongueur de  câble  qu i  prévaut.  

Dans  des  cas  particu l i ers  ( l es  EUT très  volum ineux,  par exemple),  l es  exigences  de  longueur 
de  câble  ci -dessus  peuven t être  impossibles  à  respecter.  S i  des  écarts  avec la  l ongueur de  
câble  d 'a l imentation  é lectri que  i nd iquée  ci -dessus  son t exigés,  i l s  doiven t être  consignés  dans  
l e  rapport  d 'essai  avec l eur j usti fication  correspondante.  

S i  l e  câble  d 'a l imen tation  é lectrique  de  l 'EUT in tègre  le  conducteur de  m ise  à  l a  terre  de  
protection ,  le  conducteur de  terre  à  l 'extrém i té  du  câble  d 'a l imentation  opposé  de  l 'EUT doi t  
être  re l i é  à  l a  masse  de  référence de  l 'AMN.  

S i  un  conducteur de  m ise  à  l a  terre  de  protection  est exigé,  mais  qu ' i l  n 'est pas  in tégré  au  
cordon ,  l a  l i gne  de  terre  de  protection  de  l 'apparei l  doi t être  re l i ée  à  la  masse  de  référence de  
l 'AMN  par un  fi l  d e  longueur suffisante  pour re l i er l 'AMN ,  en  paral lè le  au  câble  d 'a l imentation  
é lectrique  et  à  moins  de  0 , 1  m  de  ce lu i -ci .  

B.2.2  Montages  d 'autres  éléments  que  l es  câbles  d 'al imentation  électrique  

Les  EUT mun is  d ' i n terfaces  conçues  comme des  accès  réseau  permettan t de  connecter 
d 'au tres  é léments  que  les  câbles  d 'a l imentation  é lectrique  (voi r B. 2 . 1 )  au  AuxEq  (contrôleur 
DALI ,  commutateur LAN ,  commutateur power-over-Ethernet,  par exemple)  doivent être  
montés  su r une  table  i solante  conformément à  l a  F igure  B. 1 a,  à  l a  F igure  B. 2  et  à  l a  
F igure  B. 3.  
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L'exigence  de  l ongueur de  câble  est  (0, 8  ±  0 , 05)  m ,  l e  câble  étan t mon té  se lon  la  méthode  
d 'essai  appl icable  donnée en  8. 4.  

B.3  Montage des  câbles  connectés  aux interfaces  des  accès  câblés  locaux 

B.3. 1  Général i tés  

Le présent article  s 'appl i que  au  montage  des  in terfaces  d 'EUT class i fiées  parm i  les  accès  
câblés  l ocaux (voir 5. 3. 3) .  

Les  EUT mun is  de  te l l es  i n terfaces,  cl assi fiées  parm i  l es  accès  câblés  locaux,  permettant de  
se  connecter au  AuxEq  (charge,  starter,  amorceur,  apparei l lage,  capteurs,  in terrupteur de  
pu issance,  commutateur LAN ,  composan ts,  e tc. )  doivent être  montés  sur une  table  isolan te  
avec le  câble  d ' i n terconnexion  et l e  AuxEq .  

Le  câble  d ' i n terconnexion  de  l 'accès  câblé  l ocal  en  cours  d 'évaluation  doi t être  monté  comme 
ind iqué  de  B . 3. 2  à  B .3 . 4.  

En  présence  de  p lus ieurs  accès  câblés  l ocaux i den tiques,  seu l  l e  câble  de  l 'accès  câblé  l ocal  
en  cours  d 'évaluation  doi t être  mon té  comme ind iqué  dans  le  présent paragraphe.  Les  au tres  
accès  câblés  l ocaux doiven t être  term inés  par des  AuxEq  à  l 'a i de  d 'un  câble  court.  Voi r auss i  
l 'Article  B . 4.  

B.3.2  Câbles  d 'accès  câblés  locaux ind i rectement connectés  à  un  réseau  

En  prati que,  l a  longueur des  câbles  des  accès  câblés  l ocaux qu i  son t i nd i rectement 
connectés  à  un  réseau  peu t être  l i bre  (3 . 4 . 1 0) .  Selon  l a  l ongueur maximale  spéci fi ée  par l e  
fabrican t,  l 'u n  des  montages  de  câble  su ivants  doi t  être  appl i qué:  

a)  Pour l es  câbles  ≤  3  m ,  l es  mesures  doivent être  réa l isées  avec un  câble  de  0, 8  m  ±  20  %  
ou  avec l a  l ongueur maximale  i n férieure  i nd iquée  par l e  fabrican t.  I l  do i t  s 'ag i r d 'un  câble  
souple  de  section  suffisante,  qu i  doi t  ê tre  monté  en  l i gne  droi te.  

b)  Pour l es  câbles  >  3  m ,  l es  mesurages  doivent être  réa l isés  deux fois ,  u ne  fo is  avec un  
câble  de  0 , 8  m  ±  20  %  (voi r a)  ci -dessus)  et  u ne  seconde  fois  avec l a  longueur de  câble  
maximale  adm ise  sur l a  pl aque  de  support spéci fi ée  à  l a  F igure  A. 6.  S i  l a  l ongueur de  
câble  maximale  adm ise  dépasse  25  m ,  le  second  mesurage  doi t  ê tre  réal isé  avec une  
l ongueur de  25  m .  

c)  S i  l e  fabricant donne  des  i nstructions  strictes  pour l ' i nsta l lation  et l ' appl ication ,  notamment 
en  ce  qu i  concerne  l es  montages  du  câble,  a lors  l es  mesurages  doiven t être  réal isés  dans  
ces  cond i ti ons.  S i  l es  i nstructions  du  fabrican t exigen t l 'u ti l i sation  d 'un  câble  b l i ndé  ou  que  
l e  câble  non  b l i ndé  est i n sta l lé  à  l ' in térieur d 'un  condu i t  métal l i que,  l es  mesurages  doivent 
être  réal isés  dans  ces  cond i tions.  S inon ,  l es  exigences  de  l ongueur de  câble  du  a)  ou  b)  
doivent être  respectées,  se lon  le  cas  en  fonction  de  l a  longueur de  câble  spéci fiée  par l e  
fabrican t.  

L' ind ication  de  l a  l ongueur de  câble  maximale  adm ise  doi t ê tre  donnée clai rement dans  l es  
i nstructions  d ' instal lation  et/ou  sur l 'éti quette  de  type  de  l 'EUT.  

B.3.3  Câbles  d 'accès  câblés  locaux autres  que ceux mentionnés  en  B .3.2  

En  prati que,  la  l ongueur des  câbles  des  accès  câblés  l ocaux qu i  son t d i rectement connectés  
à  un  réseau  peut être  ≥  3  m  (3. 4. 1 0).  Se lon  l a  l ongueur maximale  ou  l es  i nstructions  
particu l ières  relati ves  à  l ' i nsta l l ation  ou  à  l 'appl i cation  spéci fi ées  par l e  fabrican t,  l 'un  des  
montages  de  câble  su ivants  doi t  être  appl iqué:  

a)  Les  mesurages  doiven t être  réa l isés  deux foi s,  une  fois  avec un  câble  de  charge  
de  0, 8  m  ±  20  %  (voir a)  ci -dessus)  et une  seconde fo is  avec l a  l ongueur de  câble  
maximale  adm ise  sur l a  p laque  de  support spéci fi ée  à  l a  F igure  A.6.  S i  l a  longueur de  
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câble  maximale  adm ise  dépasse  25  m ,  le  second  mesurage doi t être  réal isé  avec une  
l ongueur de  25  m .  

b)  S i  l e  fabricant  donne  des  i nstructions  strictes  pour l ' i nsta l lation  et l ' appl ication ,  notamment 
en  ce  qu i  concerne  l es  montages  du  câble,  a lors  l es  mesurages  doiven t être  réa l isés  dans  
ces  cond i ti ons.  S i  l es  i nstructions  du  fabrican t exigen t l 'u ti l i sation  d 'un  câble  b l i ndé  ou  que  
l e  câble  non  b l i ndé  est i n sta l lé  à  l ' in térieur d 'un  condu i t  méta l l i que,  l es  mesurages  doivent 
être  réal isés  dans  ces  cond i ti ons.  S inon ,  les  exigences  de  l ongueur de  câble  du  poin t a)  
doivent être  respectées,  se lon  le  cas  en  fonction  de  l a  l ongueur de  câble  spéci fiée  par l e  
fabrican t.  

L' ind ication  de  l a  l ongueur de  câble  maximale  adm ise  doi t ê tre  donnée  clai rement dans  l es  
i nstructions  d ' instal l ation  et/ou  sur l 'éti quette  de  type  de  l 'EUT.  

B.3.4  Câbles  d 'al imentation  d 'une  l ampe à  TBT 

Pour l ' i n terface  d 'a l imen tation  é lectrique  d 'une  l ampe à  TBT,  qu i  consti tue  également un  
accès  câblé  l ocal  connecté  i nd i rectement à  un  réseau ,  l e  montage  d 'essai  spéci fique  de  A. 5. 1  
s 'appl i que.  

B.3.5  Montage des  sondes  de  mesure  

Pour l es  mesurages  de  sonde  de  tens ion ,  cette  dern ière  doi t ê tre  p lacée  à  une  d istance  de  
(1 0  ±  5)  cm  de  l 'EUT.  Les  i n terfaces  d 'EUT b l i ndées  son t mesurées  par l a  méthode 
CISPR 1 6-2-1  dans  laquel l e  l 'écran  est  re l i é  au  p lan  de  masse  de  référence au  moyen  d 'une  
rés istance  1 50  Ω ,  à  laquel l e  l a  sonde  de  tens ion  doi t être  p lacée  en  paral l è le.  

Pour l es  mesurages  par sonde  de  courant,  cette  dern ière  doi t être  p lacée  à  une  d istance  de  
(30  ±  5)  cm  de  l 'EUT.  La  sonde  de  couran t doi t eng lober tous  les  cordons  de  l ' in terface  
connectée  à  l 'EUT afi n  de  mesurer le  couran t en  mode  commun.  Les  i n terfaces  d 'EUT 
bl i ndées  sont mesurées  par l a  méthode CISPR 1 6-2-1  dans  laquel le  l 'écran  est re l ié  au  plan  
de  masse  de  référence  au  moyen  d 'une  rés istance  1 50  Ω .  

La  F igure  B. 2  présente  un  exemple  de  ce  principe  pour un  modu le.  E l le  s 'appl i que  aux 
mesurages  condu i ts  au  n i veau  d 'un  accès  câblé  l ocal  d 'un  l um inaire.  

B.4 Chargement et terminaison  des  câbles  

En  règ le  générale ,  tous  les  câbles  de  l 'EUT qu i  fon t l 'obj et des  essais  de  perturbations  
condu i tes  (voir 5. 3 .5)  doivent  être  term inés  et chargés  (voir 7. 9) .  Les  i n terfaces  conçues  
comme des  accès  réseau  doiven t être  term inées  par des  AAN  ou  des  AMN,  selon  le  cas  pour 
chaque i n terface.  La  F igure  B . 2  présen te  ce  principe  pour un  modu le.  E l le  s 'appl i que  
également à  un  lum inai re.  

Les  essais  sont en  général  réal isés  successivement.  Tous  l es  câbles  de  l 'EUT (non  
seu lement l es  câbles  en  essai )  doiven t être  term inés  pendan t tous  l es  mesurages.  

L'accès  de  mesure  des  AMN  ou  des  AAN  doi t  être  term iné  par une  rés istance  de  50  Ω s i  l e  
récepteur n 'est pas  connecté  (s i  l 'AMN  ou  l 'AAN  fonctionne  comme une  term inaison) .  

B.5 Luminaires  

Le ci rcu i t  de  mesure  est décri t  à  l a  F igure  B . 1 a  et  les  montages  de  mesure  sont donnés  à  la  
F igu re  B. 3.  

S i  l e  l um inai re  est mun i  d 'une  borne  de  terre,  ce l le-ci  doi t  ê tre  re l iée  à  l a  terre  de  référence de  
l 'AMN .  Cette  connexion  doi t être  réal isée  au  moyen  du  conducteur de  terre  du  câble  
d 'al imentation  du  l um inai re.  Lorsque  ce  montage  ne  reflète  pas  la  prati que  couran te,  la  

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



 – 1 32  – CISPR 1 5:201 8  © I EC  201 8  

connexion  de  terre  doi t être  réal isée  au  moyen  d 'un  conducteur de  même longueur que  l e  
câble  d 'a l imentation  et  monté  paral l èlemen t à  celu i -ci  à  moins  de  0 , 1  m  de  celu i -ci .  

S i  l e  l um inai re  est mun i  d 'une  borne  de  terre,  mais  que  l e  fabrican t i nd ique  qu 'e l l e  peu t ne  pas  
être  m ise  à  l a  terre,  l 'apparei l  do i t  être  mesuré  deux fois:  une  fois  avec et une  fois  sans  la  
connexion  de  terre.  L'apparei l  doi t  satisfai re  aux exigences  dans  l es  deux cas.  

Les  trois  options  su ivantes  peuvent  être  u ti l i sées  pour l e  montage  du  l um inai re:  

a)  Le  l um inai re  doi t être  p lacé  sur une  table  isolan te,  de  man ière  à  pl acer l a  base  du  
l um inai re  (souvent l e  côté  opposé de  l a  fenêtre  opti que)  sur l a  table  i so lante  à  0 , 4  m  d 'un  
p lan  de  masse  de  référence horizon tal ,  e t à  d i riger en  général  l 'ém ission  l um ineuse  
(fenêtre  opti que)  à  d is tance  du  p lan  de  masse  de  référence.  Voi r F igure  B. 3a.  

b)  Le  l um inaire  doi t  ê tre  p lacé  sur une  tab le  i so lan te  d 'au  moins  80  cm  de  hau teur,  de  
man ière  à  p l acer la  base  du  l um inaire  (souvent l e  côté  opposé de  l a  fenêtre  optique)  à  la  
verticale  (c'est-à-d i re  à  90°  par rapport au  hau t de  la  tab le  i solante)  et  à  40  cm  d 'un  p lan  
de  masse  de  référence vertica l .  L'ém ission  l um ineuse  est en  général  d i ri gée  à  d istance  du  
p lan  de  masse  de  référence.  Voir F i gure  B. 3b.  

c)  Le  l um inai re  doi t être  p lacé  sur une  table  i so lan te,  de  sorte  que  l a  base  du  l um inai re  se  
trouve  su r l a  table  i so lan te  à  au  moins  0, 8  m  du  sol .  Le  côté  l e  p lus  l ong  du  l um inaire  est 
pos i tionné  paral lè lemen t à  un  p lan  de  masse  de  référence vertica l  à  une  d i stance  
de  0, 4  m .  L'ém ission  lum ineuse  est en  général  d i ri gée  à  d is tance  du  sol .  Voi r F igure  B .3c.  

NOTE  Dans  l e  cas  de  l 'option  a) ,  l 'EUT peut  également  être  p i voté  de  90°  de  sorte  que  sa  base  soi t  
perpend icu l a i re  au  p l an  de  masse  de  référence.  

Pour chaque  montage,  ce  qu i  su i t s 'appl i que.  

Toutes  l es  surfaces  conductrices  au tres  que  l e  p lan  de  masse  de  référence  doiven t être  
séparées  d 'au  moins  0 , 8  m  de  l 'EUT.  Les  d imensions  du  plan  de  masse  de  référence doiven t 
être  d 'au  moins  (2  x 2)  m  et doiven t dépasser d 'au  moins  0, 5  m  la  projection  des  l im i tes  du  
système en  essai  (EUT,  AuxEq  et tous  l es  câbles).  Tous  l es  AMN  et AAN  doivent être  re l iés  
au  p lan  de  masse  de  référence par des  connexions  de  faib le  impédance  (conformément à  l a  
CISPR 1 6-2-1 ).  Les  câbles  chem inant de  l 'AMN  et l 'AAN  à  l 'EUT doiven t être  séparés  de  
(1 0  ±  5)  cm ,  à  l 'exception  de  ceux s i tués  à  proxim i té  des  connecteurs  de  l 'EUT et de  
l 'AMN/AAN  (voi r F igure  B . 1 ) .  

B.6  Modules  

Dans  le  cas  des  modu les  i n ternes,  mon tés  ou  remplaçables,  l 'EUT (modu le)  doi t être  
connecté  comme ind iqué  à  l a  F igure  B . 1 b.  

Dans  le  cas  des  modu les  externes,  l 'EUT (modu le)  doi t  être  connecté  comme ind iqué  à  l a  
F igu re  B. 2.  

Les  montages  de  mesure  donnés  à  l a  F igure  B .3  s 'appl i quent.  

La  longueur,  l e  type  et l e  montage  des  câbles  entre  l 'EUT (modu le)  et l e  AuxEq  (charges,  
starter,  amorceur,  bornes  de  commande,  capteurs,  commutateurs ,  composants,  etc. )  doivent  
être  tels  que  spéci fi és  aux Articles  B. 2  et B. 3 .  

Le  AuxEq  doi t être  re l ié  à  l 'EUT conformément aux i nstructions  du  fabrican t,  tou t en  
satisfaisan t aux exigences  des  Articles  B. 2  et  B. 3 .  

L'ensemble  du  montage  de  l 'EUT,  du  AuxEq  et du /des  câble(s)  doi t  être  mesuré  selon  
l 'Article  B . 5.  
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Dimensions en centimètres 

 

Légende  

AMN  Réseau  fi cti f d 'a l imentati on  H  Hôte  (voi r NOTE)  

AAN  Réseau  fi cti f asymétri que  a  – b  Bornes  d 'a l imentati on  

MS  Réseau  d 'a l imentation  c  – d  Bornes  de  commande  

M  Récepteu r de  mesure  C  Support  métal l i q ue  con i que  

MT Borne  du  réseau  d 'al imentation  E  Borne  de  terre  

NCL  Ligne  de  commande  du  réseau  I P  P ièce  de  matéri au  i sol an t  (vo i r NOTE)  

NCLT Borne  de  l a  l i g ne  de  commande  du  réseau  

Pour p l us  d ' i n formations  su r l e  montage  et  l es  ori en tati ons  poss ibles  par rapport  au  p l an  de  masse  de  référence,  
voi r l a  F i gu re  B . 3.  

Pour l a  l ongueu r des  câbl es  d 'a l imentation  par l e  réseau ,  voi r B . 2 . 1 .  Pour l a  l ongueur des  au tres  câbles,  voi r B . 2 . 2  
et  l 'Arti cl e  B . 3 .  

NOTE  L'hôte  est  souvent  réal i sé  en  assemblant  ses  d i fférentes  parti es  su r une  p l aque  en  boi s .  S tri ctement 
parlant,  l ' I P  n 'est  pas  exi gée,  mais  facu l tati ve;  e l l e  faci l i te  l ' assemblage  de  l ' hôte.  

Figure B. 1  – Ci rcu i t  de  mesurage  des  perturbations  conduites  d 'un  luminai re  
(Figure B. 1 a) ,  d 'un  module  i n terne/monté/remplaçable  (F igure B. 1 b)  et  d 'une lampe  

à  bal last i n tégré  à  cu lot  un ique ou  d 'une lampe indépendante  qu i  n 'est  pas  à  décharge 
de  gaz  (F igure  B. 1 c)  

EUT =  Modu le  i n terne/monté/remplaçable  

I P  

EUT 

20  ±5  
 

AMN  

AAN  

1 0  ±5  

Longueur de  câb le  de  80  ±  5  
 

EUT =  Lum inai re  

Figure  B. 1 a  

F igure  B. 1 b  

F igure  B. 1 c  
EUT =  Lampe à  bal l ast  i n tég ré  
(mesurée  à  l ' i n téri eur du  

support  con i que)  

E  

b  

a  

d  

c  

MS  

NCL  

vers  M  
 

vers  M  
 

IEC  

1 0  ±5  

H  

C  

MS  vi a  l 'AMN  

NCL via  l 'AAN  

MS  vi a  l 'AMN  

Longueur de  câb le:  voi r Arti cle  B . 2  

E  

NCLT 

MT  

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



 – 1 34  – CISPR 1 5:201 8  © I EC  201 8  

Dimensions en centimètres 

 

Légende  

a  – b  Bornes  d 'al imentati on  MS  Réseau  d 'a l imentation  

c  – d  Bornes  de  commande  MT  Bornes  d 'al imentati on  

AAN  Réseau  fi cti f asymétri que  NCL  Ligne  de  commande  du  réseau  

AMN  Réseau  fi cti f d 'a l imentati on  NCLT Borne  de  l a  l i g ne  de  commande  du  réseau  

CP  Sonde  de  cou ran t  RC  Télécommande  ( l e  cas  échéan t)  

E  Borne  de  terre  VP  Sonde  de  tension  

L  Charge  

LT Bornes  de  sorti e  

M  Récepteu r de  mesure  CI SPR (pou r l 'AMN  et  l 'AAN :  remplacé  par 50  Ω s i  n on  connecté)  

 

La  terre  du  récepteu r de  mesure  et  l a  borne  de  terre  de  l 'EUT doi ven t être  rel i ées  à  l a  masse  de  l 'AMN.  

Pour l a  mesure  de  l a  tension  aux bornes  de  sorti e,  l a  l ongueur du  câbl e  coaxia l  en tre  l a  sonde  et  l e  récepteu r de  
mesure  ne  doi t  pas  dépasser 2  m .  

Lorsqu 'un  d i spos i ti f re l i é  est  i nséré  dans  un  seu l  câb le  d 'a l imentation ,  l es  mesures  doivent  être  effectuées  en  
raccordant  l e  second  câble  d 'a l imentation  comme i nd iqué  dans  l a  parti e  i n férieure  de  l a  fi gure.  

Pour l es  détai l s  d u  montage,  voi r l a  F i gu re  B . 3.  

Figure B.2  – Ci rcu i t  de  mesurage  des   
perturbations  condu ites  à  partir d 'un  modu le  externe  

20  ±5  

AMN  

AAN  

1 0  ±5  

Longueur de  câb le  de  80  ±  5  
 

vers  M  
 

E  

b  

a  

d  

c  

MS  

NCL  

EUT L  

VP  

EUT 
AMN  Charge  

AAN  

Disposi ti fs  rel i és  

vers  M  
 

vers  M  
 

1 0  ±5  1 0  ±5  

IEC  

LT CP  

vers  M  

 

30  ±5  

AuxEq  

MT 

NCLT 

Longueur de  câb le:  voi r Articl e  B . 2  
Longueur de  câb le:  
voi r Arti cl e  B . 3  

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



CISPR 1 5: 201 8  © I EC  201 8  – 1 35  –  

Dimensions en centimètres 

 

Figure  B.3a  – Configuration  du  plan  de  masse  de  référence hori zontal  (option  1 )  

Dimensions en centimètres 

 

Figure  B.3b  – Configuration  du  plan  de  masse  de  référence verti cal  (option  2 )  

Dimensions en  centimètres 

 

Figure  B.3c – Configuration  du  plan  de  masse  de  référence  verti cal  (option  3)  

Pour l es  détai l s  re l ati fs  aux ci rcu i ts  de  mesure,  à  l a  l i a i son  équ ipotenti e l l e  de  l 'AAN  et  de  l 'AMN  au  pl an  de  masse  
de  référence  et  au  montage  des  câbles ,  voi r l es  F i gure  B . 1 ,  F i gure  B . 2  et  l 'Arti cl e  B . 5.  

Figure B.3  – Montages  de  mesure pour l es  perturbations  condui tes  (voir Article  B .5)  
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Annexe C  
(normative)  

 
Montages  d 'essai  pour les  mesures  des  perturbations  rayonnées  

C.1  Général i tés  

La présente  annexe donne l es  montages  d 'essai  pour l es  mesures  des  ém issions  rayonnées  
de  l 'EUT sur un  OATS (emplacement d 'essai  en  espace  l i bre),  une  chambre  sem i-anéchoïque  
(SAC)  ou  une  chambre  entièrement anéchoïque  (FAR)  conformément à  l a  CISPR 1 6-2-3.  

C.2  Montages  des  câbles  d 'al imentation  électrique  

Si  l a  méthode de  mesure  sur un  OATS ou  dans  une  SAC est appl i quée,  et  pour amél iorer l a  
reproductibi l i té ,  i l  convient de  term iner le  câble  d 'a l imen tation  par le  réseau  de  l 'EUT au  
moyen  d 'un  CDNE rel i é  au  p lan  de  masse  de  référence,  l 'accès  du  récepteur du  CDNE devant 
être  term iné  par une  impédance  de  50  Ω.  

C.3  Montage des  câbles  autres  que les  câbles  d 'al imentation  électrique  

Appl iquer la  CI SPR 1 6-2-3  pour l e  montage  des  câbles  au tres  que  l es  câbles  d 'a l imentation  
é lectrique.  

C.4 Montages  de l 'EUT,  du  matériel  auxi l iai re  et du  matériel  associé  

C.4. 1  Général i tés  

Les  pri ncipes  généraux de  mon tage  de  l 'EUT,  du  matérie l  auxi l i a i re  et d u  matérie l  associé  
spéci fiés  dans  l a  CISPR 1 6-2-3  s 'appl i quent aux méthodes  de  mesure  des  perturbations  
rayonnées  perti nentes  (voir Tableau  1 2).  

Des  exemples  de  montage  de  l 'EUT,  du  matérie l  auxi l i a i re  et du  matérie l  associé  sont donnés  
pour l es  cas  su ivants:  

– l es  l um inaires  (voir F i gure  C. 3);  

– l es  modu les  i n ternes,  montés  et remplaçables  (voi r F igure  C. 4) ;  

– l es  modu les  externes  (voi r F igure  C. 5).  

C.4.2  Montages  de  l 'EUT pour les  appl ications  posées  sur table,  fixées  au  mur ou  
fixées  au  plafond  

La F igure  C. 1  donne  des  exemples  de  montage  de  l 'EUT pour l es  appl ications  posées  sur 
table,  fixées  au  mur ou  fi xées  au  p lafond .  La  F igure  C. 1  présente  une  table  de  posi ti onnement 
normal isée  de  0 , 8  m  de  hau teur u ti l i sée  pour mesurer l es  ém iss ions  rayonnées.  

C.4.3  Montages  de  l 'EUT pour les  appl ications  posées  au  sol  et  montées  sur poteau  

La  F igure  C. 2  représen te  le  mon tage  de  l 'EUT pour l es  appl ications  posées  au  sol  et montées  
sur poteau .  La  F igure  C. 2  présente  une  table  de  pos i tionnement normal isée  de  0 , 8  m  de  
hau teur u ti l i sée  pour mesurer l es  ém issions  rayonnées.  
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C.5 Chargement et terminaison  des  câbles  

En  règ le  générale ,  tous  les  câbles  de  l 'EUT qu i  fon t l 'obj et des  essais  de  perturbati ons  
rayonnées  doivent être  term inés  et chargés  (voi r 7 . 9) .  I l  convient de  term iner l es  câbles  
d 'al imentation  é lectrique  par un  CDNE  conformément à  l 'Article  C. 2.  

 
Appl ications  cl assiques  Montage  pendan t l e  mesurage 

Lum inai res  fi xés  au  p l afond/l us tres  

 

 

 

 

 

 

Lum inai re  fi xé  au  mur 

 

 

 

 

Lum inai re  de  tabl e  

 

 

 

 

 

 

Figure C. 1  – Montage  de  l 'EUT pour l es  appl ications  fixées  au  plafond,  fixées  au  mur et  
posées  sur table  pendant l a  mesure des  perturbations  rayonnées  (OATS,  SAC  ou  FAR)  
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Appl ications  cl assiques  Montage  pendan t l e  mesurage 

Lum inai re  su r p ied  

 

 

 

 

 

*  Support  i sol an t  j usqu 'à  1 5  cm  de  hau teu r 

Lum inai re  su r poteau  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C.2  – Montage  de  l 'EUT pour l es  appl ications  posées  au  sol  et  montées  sur 
poteau  pendant  l a  mesure des  perturbations  rayonnées  (OATS,  SAC  ou  FAR)  

 

Figure C.3  – Exemple de  montage d 'un  luminaire   
pendant  l a  mesure  des  perturbations  rayonnées  (OATS,  SAC  ou  FAR)  
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Figure C.4 – Exemple de  montage d 'un  module  in terne pendant la  mesure  
des  perturbations  rayonnées  (OATS,  SAC  ou  FAR)  

 

Figure C.5  – Exemple de  montage d 'un  module  externe  pendant  l a  mesure  
des  perturbations  rayonnées  (OATS,  SAC  ou  FAR)  
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IEC  

 
 

 
 

Plan  de  masse  
de  référence  
(parti e  de  

l ' i nstal l ati on  
d 'essai )  

AE:  connexion  
au  secteu r  

AuxEq :  CDNE  avec 
term inaison  50  Ω  

AuxEq :  tabl e  de  montage  
non  conductri ce  AuxEq :  câbl e  

d 'a l imentati on  
de  80  cm  

 

 

EUT 
 AuxEq :  consti tué  des  

télécommandes,  
l e  câblage,  l es  capteu rs  et  l a  

charge  

 

IEC  

International  Electrotechnical  Commission

Provided by IHS Markit under l icense with  IEC

 



 – 1 40  – CISPR 1 5:201 8  © I EC  201 8  

Annexe D  
(informative)  

 
Exemples  d 'appl ication  des  l imi tes  et des  méthodes  d 'essai  

D.1  Général i tés  

La  présente  annexe donne  un  certain  nombre  d 'exemples  pour expl i quer l a  méthodolog ie  
décri te  à  l 'Article  5,  à  l 'Article  6  et  à  l a  F igure  4  et  déterm iner les  exigences  qu i  s 'appl iquen t à  
un  certain  EUT.  

D.2  Cas  1 :  Apparei l lage de pu issance avec raccordement d 'une batterie  
d istante  

D.2. 1  Description  de  l 'EUT 

L'EUT est un  p i lote  de  source  de  l um ière  qu i  peu t être  connecté  à  une  batterie  d istan te  ou  à  
un  réseau  en  courant  con tinu .  La  d imension  maximale  de  l 'EUT est de  25  cm .  La  longueur 
maximale  du  câble  d 'a l imentation  en  courant con tinu  peu t être  de  1 0  m .  Une  source  de  
l um ière  à  LED  générique  de  75  W  maximum  peut être  connectée  à  l ' i n terface  de  charge  du  
p i l ote  avec un  fi l  j umelé  de  2  m  maximum.  Le  chem inement des  deux fi l s  sur l e  câble  de  
charge  ne  fa i t l ' objet d 'aucune  restriction  ( i l s  peuven t chem iner séparément).  Voi r F i gure  D . 1 .  

 

Appl ication  1  

 

Appl ication  2  

Figure  D. 1  – Cas  1  – EUT 

D.2.2  In terfaces,  accès  et l imi tes  

Un  aperçu  des  i n terfaces  du  Cas  1  – EUT,  des  accès  associés  et des  l im i tes  appl icables  est 
donné  au  Tableau  D . 1 .  

  
Sou rce  d e  l um i ère  

à  LED   

Câbl e  
d ' a l imen tati on  

é l ectri que  de  1 0  m  
maximum  

Câbl e  d e  charge  
d 'a l imen ta ti on  

él ectri que  de  2  m  
maximum  

Panneaux so l a i res   

Apparei l l age  de  
pu i ssance  

Batteri e  d i s tan te  

EUT  

IEC  

 

EUT  

Apparei l l age  de  
pu i ssance  

 

Sou rce  d e  l um i ère  
à  LED   

Câbl e  d e  charge  
d 'a l imen ta ti on  

él ectri que  de  2  m  
maximum  

Réseau  en  
cou ran t 
con ti nu  

Câbl e  
d ' a l imen tati on  

é l ectri que  de  1 0  m  
maximum  

IEC  
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Tableau  D.1  – Cas  1  – Récapitu lati f des  in terfaces,  des  accès  appl icables  et des  l imites   

I n terface  Accès  Raison  Limi tes  Méthode d 'essai  

Enveloppe  +  câbles  Accès  par 
l ’ envel oppe  >  30  MHz 

Défau t Tableau  1 0  L 'une  des  
méthodes  
rayonnées  
facu l tati ves  

Accès  par 
l ’ envel oppe  <  30  MHz 

Les  fi l s  du  câbl e  de  
charge  peuvent 
chem iner 
séparément  
(voi r 5 . 3 . 4 . 1 )  

Tableau  8  Méthode  LAS  
(ta i l l e  de  
l 'EUT <  1 , 6  m )  
avec i n terface  de  
charge  dotée  d 'une  
zone  de  boucles  
de  1  m2   

Charge  
d 'a l imentati on  
é l ectri que  

Pas  d 'accès  câblé  l oca l ;  
accès  par 
l ’ envel oppe  >  30  MHz 

 

Le  câbl e  mesuran t 
moins  de  3  m ,  i l  doi t  
être  connecté  à  une  
charge  pendant  
l 'essai  rayonné  qu i  
s 'appl i que  
(voi r Arti cl e  C. 3)  

Tableau  1 0  L 'essai  rayonné  a  
déjà  été  réal i sé  
(voi r ci -dessus)  

En trée  en  cou rant  
con ti nu  

Appl i cati on  1 :  

Accès  câblé  l ocal  

L ' i n terface  n 'est  pas  
d i rectement 
connectée  à  u n  
réseau ,  mais  l a  
l ongueur >  3  m  

Lim i tes  du  
Tableau  1  qu i  son t  
p l us  s tri ctes  (qu i  
commencent 
à  9  kHz)  q ue  
cel l es  du  
Tableau  5  ou  d u  
Tableau  6 .  Par 
conséquent,  cette  
i n terface  est  
soum ise  à  l 'essai  
avec l es  l im i tes  du  
Tableau  1  

(voi r 5 . 3 . 6)  

Voi r 8 . 2  

Appl i cation  2 :  

Accès  réseau  câbl é  

I n terface  connectée  
à  un  réseau  

 

D.3  Cas  2:  Détecteur universel  de  présence et de  lumière  

D.3. 1  Description  de  l 'EUT 

L'EUT est un  détecteur i ndépendant de  présence  et de  l um ière.  Le  capteur détecte  l a  
présence de  personnes  et mesure  l ' i n tens i té  de  la  l um ière.  Le  capteur peu t être  appl iqué  
comme un  modu le  i ndépendant pour l ' i nsta l l ation  dans  des  l um inaires  ou  pour une  app l ication  
séparée  au  p lafond  (d 'une  i nstal l ation) .  Le  capteur est mun i  d 'une  i n terface  de  connexion  au  
réseau  d 'a l imen tation  et d 'une  in terface  de  connexion  à  l a  charge  commutée.  Une  i n terface  
facu l tative  (desti née  aux i nsta l lations)  est  présente  pour l e  couplage  d 'au tres  capteurs  de  
même type  pour l 'extens ion  de  la  zone  de  détection  (capteurs  esclaves).  La  l ongueur 
maximale  de  chaque câble  pouvan t être  connecté  au  capteur est de  1 00  m .  Le  d iagramme 
schématique  est donné  à  l a  F igure  D. 2.  

D.3.2  In terfaces,  accès  et l imi tes  

Pour l es  deux scénari i  d 'appl ication  poss ib les,  l 'EUT peut  être  considéré  comme un  modu le  
i n terne  i ndépendant  (voi r 6 . 4 . 3)  et  comme un  modu le  externe  indépendant (voi r 6 . 4 . 4).  Un  
essai  do i t  être  réal isé  pour chacune de  ces  appl ications  (6. 4. 2) .  Un  aperçu  des  i n terfaces  du  
Cas  2  – EUT,  des  accès  associés  et des  l im i tes  appl icables  pour l es  deux appl ications  est 
donné  dans  l e  Tableau  D .2  et l e  Tableau  D. 3.  
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Appl ication  1 :  A l ' i n térieur d 'un  l uminai re  

 

Appl ication  2 :  Capteur i ndépendant dans  une  i nstal lation  

 

Figure D.2  – Cas  2  – EUT 

Tableau  D.2  – Cas  2  – Appl ication  1 :  Récapi tu lati f des  in terfaces,  
des  accès  appl icables  et des  l im i tes   

In terface  Accès  Raison  Limi tes  Méthode d 'essai  

Accès  par 
l ’ envel oppe  

Accès  par 
l ’ envel oppe  >  30  MHz 

Défaut  Tableau  1 0  L'une  des  méthodes  
rayonnées  
facu l tati ves  

Pas  d 'accès  par 
l ’ envel oppe  <  30  MHz 

A l ' i n téri eu r du  capteu r,  
aucun  couran t d e  
g rande  boucle  n 'est  
présent et  l es  fi l s  du  
câble  d 'a l imentation  
chem inent  ensemble  
(voi r 5 . 3 . 4 . 1 )  

N .A.  N .A.  

Câbl e  
d 'a l imentati on  
é l ectri que   

Accès  réseau  I n terface  connectée  à  
un  réseau  
(al imentati on  
é l ectri que)  

Tableau  1  Voi r Arti cl e  B . 5  

Ci rcu i t  de  mesure:  
voi r F i gure  B . 1 b  

Montage:  l 'u ne  des  
troi s  opti ons  de  l a  
F i gu re  B . 3.  

 

 
 

EUT  

Lum i na i re  
Câbl e  

d ' a l imen ta ti on  
é l ectri que  

d e  1 00  m  maximum  

 
 

 

Capteu r  
Sou rce  d e  l um i ère   

Apparei l l age  

IEC  

Réseau  
d 'a l imen ta ti on  

Apparei l  d ' écl a i rage  
( l um i nai res,  par 

exempl e )  

 
 

 
 

Apparei l  d ' écl a i rage  
( l um i nai res,  par 

exempl e )  

Câbl e  d e  commande  
d e  1 00  m  maximum  

 
 
Capteu r  

Câbl e  d ' a l imen ta ti on  
é l ectri que  de  1 00  m  

maximum  
Facu l tati f:  connexion  à  d ' au tres  
capteu rs  (escl aves) ;  1 00  m  
maximum  

EUT  
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Tableau  D.3  – Cas  2  – Appl ication  2:   
Récapitu lati f des  in terfaces,  des  accès  appl icables  et  des  l im ites   

Evaluation  Accès  Raison  Limi tes  Méthode d 'essai  

Accès  par 
l ’ envel oppe  

Accès  par 
l ’ envel oppe  >  30  MHz 

Défaut  Tableau  1 0  L 'une  des  méthodes  
rayonnées  
facu l tati ves  

Pas  d 'accès  par 
l ’ envel oppe  <  30  MHz 

A l ' i n téri eu r du  capteu r,  
aucun  courant  d e  
g rande  boucle  n 'est  
présent et  l es  fi l s  du  
câble  d 'a l imentation  
chem inent  ensemble  
(voi r 5 . 3 . 4 . 1 )  

N .A.  N .A.  

Câbl e  
d 'a l imentati on  
é lectri que   

Accès  réseau  I n terface  connectée  à  
un  réseau  
(al imentati on  
é l ectri que)  

Tableau  1  Voi r Arti cl e  B . 5  

Ci rcu i t  de  mesure:  
voi r F i gure  B . 2  

Montage:  l 'u ne  des  
troi s  opti ons  de  l a  
F i gu re  B . 3.  

Câbl e  de  
commande  
de  1 00  m  
maximum  

 

Accès  câblé  l ocal  I n terface  i nd i rectement  
connectée  à  u n  réseau  
(a l imentati on  
é l ectri que)  par 
l ' i n terméd iai re  de  l a  
charge  

Tableau  5  ou  
Tableau  6  

Se  référer à  8 . 5. 2 . 2 ,  
à  8 . 5. 2 . 3 ,  à  B . 3. 2 . b)  
et  à  l a  F i gure  B . 2 ,  
pu i s  appl i q uer l a  
p l aque  de  support  
de  l a  F i gu re  A. 6.  

I n terface  en  
mode  esclave  
(connexion  à  
au tres  
capteu rs)  

Accès  câblé  l ocal  L ' i n terface  n 'est  pas  
connectée  à  u n  réseau ,  
sa  l ongueur étan t  
tou tefoi s  >  3  m  

Tableau  5  ou  
Tableau  6  

Se  référer à  8 . 5. 2 . 2 ,  
à  8 . 5. 2 . 3 ,  à  B . 3. 3  et  
à  l a  F i gure  B . 2 ,  pu i s  
appl i quer l a  p l aque  
de  support  de  l a  
F i gu re  A. 6.  

 

D.4 Cas  3:  Pi lote  avec trois  interfaces  de charge 

D.4. 1  Description  de  l 'EUT 

L'EUT est un  p i lote  de  LED  i ndépendant u ti l i sé  dans  des  instal l ations.  Le  p i l ote  de  LED  doi t  
être  connecté  au  réseau  é lectrique  (220  V à  240  V) .  Le  p i lote  peu t être  commandé 
(commutation ,  gradation )  à  l ' a ide  d 'une  i n terface  DALI  pour l a  connexion  à  un  bus  DALI  
(réseau).  Une  in terface  supplémentai re  est présente  pour l a  connexion  d 'un  l im i teur de  
courant  d 'appel  d e  therm istance  CTN  facu l tati ve.  Un  fa isceau  de  sources  de  l um ière  à  LED  
peu t être  connecté  à  chacune des  trois  i n terfaces  de  charge  (24  V) .  La  l ongueur maximale  
en tre  l e  p i lote  et chaque  faisceau  de  sou rces  de  l um ière  à  LED  est de  4  m .  Une  i n terface  de  
con trôle  de  température  peu t être  éventuel lement a joutée  pour survei l l er l a  température  des  
sources  de  lum ière  connectées.  Dans  ce  dern ier cas,  l es  fi l s  de  con trôle  de  température  et l es  
fi l s  de  charge  sont  combinés  en  un  câble  pour chacune  des  tro is  i n terfaces  de  charge.  La  
l ongueur maximale  de  cette  i n terface  de  con trôle  de  température  est également de  4  m .  Les  
fi l s  à  l ' i n térieur de  chaque câble  connecté  au  p i l ote  ( l e  câble  d 'a l imentation  électri que,  chaque  
câble  de  charge  et l es  câbles  de  commande)  doivent être  achem inés  ensemble.  Le  
d iagramme schématique  est  donné  à  la  F igure  D. 3.  

D.4.2  In terfaces,  accès  et  l imi tes  

Un  aperçu  des  in terfaces  de  l 'EUT – Cas  3,  des  accès  associés  et des  l im i tes  appl icables  est 
donné  au  Tableau  D. 4.  L'EUT peu t être  considéré  comme un  modu le  externe  
indépendant (voir 6. 4. 4) .  
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Figure D.3  – Cas  3  – EUT 

Tableau  D.4  – Cas  3  – Récapi tu lati f des  in terfaces,  des  accès  appl icables  et des  l imi tes   

Evaluation  Accès  Raison  Limi tes  Méthode d 'essai  

Accès  par 
l ’ envel oppe  

Accès  par 
l ’ envel oppe  >  30  MHz 

Défau t  Tableau  1 0  L 'une  des  méthodes  
rayonnées  
facu l tati ves  

Pas  d 'accès  par 
l ’ envel oppe  <  30  MHz 

La  spéci fi cation  d u  
p i l ote  n 'au tori se  pas  
l es  g randes  boucl es  
(voi r 5. 3. 4. 1 )  

N .A.  N .A.  

Câbl e  
d 'a l imentati on  
é lectri que   

Accès  réseau  I n terface  connectée  à  
un  réseau  
(al imentati on  
é l ectri que)  

Tableau  1  Voi r Arti cl e  B . 5  

Ci rcu i t  de  mesure:  
voi r F i gure  B . 2  

Montage:  l ' u ne  des  
troi s  opti ons  de  l a  
F i gu re  B . 3.  

Chacun  des  
troi s  câbl es  
de  charge  
d 'a l imentati on  
é l ectri que  
de  4  m  
maximum  

Accès  câblé  l ocal  Chaque  i n terface  n 'est  
pas  rel i ée  à  un  réseau ,  
mais  sa  l ongueur est  
supérieu re  à  3  m .  

Tableau  5  ou  
Tableau  6  

I l  est  su ffi san t de  
soumettre  à  l 'essai  
l 'un  des  troi s  accès  
de  charge,  étant  
donné  q u ' i l s  sont  d e  
même type  
(voi r 5. 3. 5).  

I n terface  de  
con trôl e  d e  
températu re  

Accès  câblé  l ocal  Chaque  i n terface  n 'est  
pas  rel i ée  à  un  réseau ,  
mais  sa  l ongueur est  
supérieu re  à  3  m .  

Tableau  5  ou  
Tableau  6.  

Les  l im i tes  du  
Tableau  6  sont  p l us  
prati ques  avec l a  
méthode  de  l a  sonde  
de  cou rant,  un  seu l  
mesurage  pouvant 
être  réa l i sé  avec l e  
câble  de  charge  
d 'al imentati on  et  l e  
câble  de  contrôle  de  
températu re.  

Les  pertu rbati ons  
condu i tes  de  cette  
i n terface  sont  
mesurées  avec l es  
pertu rbations  
provenant de  l ' accès  
de  charge  à  l 'a i de  de  
l a  méthode  par 
sonde  de  cou rant.  

I n terface  de  
connexi on  d u  
l im i teur de  
courant  
d 'appel  

Accès  par 
l ’ envel oppe  >  30  MHz 

L' i n terface  n 'est  pas  
connectée  à  u n  réseau ,  
et  sa  l ongueur est  
i n férieu re  à  3  m .  

 

Tableau  1 0  L'essai  rayonné  a  
déjà  été  réal i sé  (voi r 
ci -dessus)  

I n terface  
DALI  

Accès  réseau  L ' i n terface  est  
connectée  à  u n  réseau  
DALI  (4 . 3 . 2).  

Tableau  2  ou  
Tableau  3  

Voi r 5 . 3 . 2 . 2 .  

 

Connexi on  d e  réseau  DALI  

Lim i teu r d e  cou ran t 
d ' appe l  ( facu l ta ti f)  

Con trôl e  d e  
températu re  ( facu l tat i f)  

Câbl e  d e  charge  
EUT  

Câbl e  d ' a l imenta ti on  
é l ectri que  (L ,  N ,  E )  

 
 
Pi l ote  d e  LED  

Sou rce  d e  l um i ère   

 

 Sou rce  d e  l um i ère  

Sou rce  d e  l um i ère  
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D.5 Cas  4:  OLED al imenté  par Ethernet 

D.5. 1  Description  de  l 'EUT 

L'EUT est un  l um inaire  OLED don t l 'a l imentation  est assurée  par l ' i n terméd ia i re  d 'une  
i n terface  Ethernet  CAT 5  de  l ongueur maximale  de  1 5  m .  Aucune au tre  i n terface  câblée  n 'est 
présente.  Voir F i gu re  D . 4 .  

 

Figure D.4 – Cas  4  – EUT 

D.5.2  In terfaces,  accès  et l imi tes  

Un  aperçu  des  in terfaces  de  l 'EUT – Cas  4 ,  des  accès  associés  et des  l im i tes  appl icables  est 
donné  au  Tableau  D . 5.  

Tableau  D.5  – Cas  4  – Récapi tu lati f des  in terfaces,  des  accès  appl icables  et  des  l imi tes   

Evaluation  Accès  Raison  Lim i tes  Méthode d 'essai  

Accès  par 
l ’ envel oppe  

Accès  par 
l ’ envel oppe  >  30  MHz 

Défaut  Tableau  1 0  L 'une  des  méthodes  
rayonnées  
facu l tati ves  

Pas  d 'accès  par 
l ’ envel oppe  <  30  MHz 

La  spéci fi cation  d u  fi l  
E thernet  n 'au tori se  pas  
l a  séparati on  des  fi l s  
i nd i vi duel s .  Aucune  
boucle  externe  n 'est  
présente.  De  même,  à  
l ' i n térieur d u  l um inai re,  
aucune  g rande  boucl e  
ne  présente  de  
courants  é l evés  
(technolog ie  OLED)  
(voi r 5 . 3 . 4 . 1 )  

N .A.  N .A.  

I n terface  
Ethernet  

Accès  réseau  L' i n terface  est  
connectée  à  u n  
commutateur de  réseau  
Ethernet  (4 . 3 . 2 ).  

Tableau  2  ou  
Tableau  3  

Voi r 5. 3. 2 . 2 .  

 

D.6  Cas  5:  Capteur autonome de présence et de  lumière du  jour 

D.6. 1  Description  de  l 'EUT 

L'EUT est une  s imple  combinaison  autonome d 'un  capteur de  l um ière  du  j our,  d 'un  détecteur 
de  mouvement et d 'un  con trôleur,  qu i  peu t être  connectée  à  un  nombre  maximum  de  deux  
l um inaires  a l imentés  en  courant a l ternati f d 'un  type  particu l i er.  Le  capteur acti ve  l a  
commutation  ou  l a  gradation  du  l um inaire  en  fonction  de  l a  présence de  personnes  et du  
n iveau  de  l a  l um ière  du  j our.  Les  deux in terfaces  de  commande  vers  l es  l um inai res  sont des  
i n terfaces  câblées  à  troi s  fi l s  symétriques,  et un  protocole  propriéta i re  de  commande de  ces  
l um inaires  est u ti l i sé.  Les  mêmes in terfaces  apportent également l a  pu issance  nécessai re  au  

 

 

Câbl e  E thernet 
CAT 5 ;  1 5  m  
maximum  

Lum i na i re  OLED  

 Commutat
eur de  
réseau  

 

EUT  

Al imen tati on  
é l ectri que  IEC  
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capteur.  La  l ongueur de  chaque  in terface  de  commande est l im i tée  à  2 , 5  m  maximum.  Le  
d iagramme schématique  de  l 'appl ication  est donné  à  l a  F igure  D. 5.  

 

Figure D.5 – Cas  5  – EUT 

D.6.2  In terfaces,  accès  et l imi tes  

Un  aperçu  des  in terfaces  de  l 'EUT – Cas  5,  des  accès  associés  et des  l im i tes  appl icables  est 
donné  au  Tableau  D .6.  

Tableau  D.6  – Cas  5  – Récapitu lati f des  in terfaces,  des  accès  appl icables  et des  l imites   

Evaluation  Accès  Raison  Lim i tes  Méthode d 'essai  

Accès  par 
l ’ envel oppe  

Accès  par 
l ’ envel oppe  >  30  MHz 

Défaut  Tableau  1 0  L 'une  des  méthodes  
rayonnées  
facu l tati ves  

Pas  d 'accès  par 
l ’ envel oppe  <  30  MHz 

L'EUT l u i -même et  l es  
deux i n terfaces  câb lées  
ne  génèrent  pas  
d ' importan ts  moments  
cou lombiens.  

 (vo i r 5 . 3. 4. 1 )  

N .A.  N .A.  

Chacune  des  
deux 
i n terfaces  de  
commande  

Accès  câblé  l ocal  L ' i n terface  est  
i nd i rectement  
connectée  à  u n  réseau  
(el l e  est  re l i ée  à  un  
l um inai re,  l u i -même 
connecté  à  un  réseau  
d 'al imentati on  en  
courant  a l ternati f)  

Tableau  5  ou  
Tableau  6  

I l  est  su ffi sant  de  
soumettre  à  l 'essai  
l 'un  d es  deux accès  
de  charge,  étan t  
donné  q u ' i l s  son t  de  
même type  
(voi r 5 . 3 . 5).  

 

 
I n terface  d e  
commande  

propri éta i re  d e  2 , 5  m  
maximum  

Capteu r au tonome 
de  présence  e t  d e  
l um i ère  d u  j ou r  

Lum i na i re  1  Lum i na i re  2  

EUT  

Al imen tati on  
é l ectri que  
en  cou ran t  
a l te rnati f  
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Annexe E  
(informative)  

 
Considérations  statistiques  relatives   

à  la  détermination  de la  conformité  CEM des  produi ts  de  série  

E.1  Général i tés  

Des  l im i tes  CISPR ont  été  établ i es  en  tenan t compte  de  la  variabi l i té  i nhérente  des  
performances  en  matière  de  compatib i l i té  é l ectromagnétique  des  équ ipements  produ i ts  en  
série .  Les  l im i tes  CISPR reposen t sur l a  recommandation  selon  l aquel le ,  pour l 'homologation  
des  équ ipements  produ i ts  en  série  sur une  base  statisti que,  i l  convient qu 'au  moins  80  %  de  
ces  équ ipements  satisfassen t aux l im i tes  de  perturbations  à  un  n i veau  de  confiance  m in imal  
de  80  % .  

NOTE  Pou r p l us  d ' i n formations  sur l es  d i fférentes  méthodes  d 'éva luati on  stati sti q ue  des  équ ipements  produ i ts  en  
série,  se  référer à  l a  CISPR TR 1 6-3  [5] 2 et  à  l a  CI SPR TR 1 6-4-3  [3 ] .  

Les  un i tés  représentati ves  des  équ ipements  produ i ts  en  série  font en  général  l 'obj et d 'essais  
de  type.  

En  conséquence,  i l  convien t de  procéder à  des  essais  de  type:  

a)  sur un  échanti l l on  d 'au  moins  3  un i tés ,  selon  l 'une  des  méthodes  données  aux Articles  E. 2  
à  E . 5,  ou  

b)  sur une  seu le  un i té,  pour des  ra isons  de  s impl ici té.  

I l  est recommandé,  particu l i èrement s i  l 'option  b)  ci -dessus  a  été  chois ie ,  d 'effectuer de  temps  
en  temps  des  essais  sur des  équ ipements  prélevés  de  man ière  a léatoire  dans  la  production .  

E.2  Méthode d 'essai  basée sur une marge générale  par rapport à  l a  l imi te  

La méthode d 'essai  de  type  pour les  mesurages  des  perturbations  condu i tes  ou  rayonnées  
peu t reposer sur l 'appl i cation  de  la  méthode statis ti que  u ti l i san t une  marge  générale  par 
rapport à  l a  l im i te  défin ie  dans  l a  CISPR TR 1 6-4-3  [3 ] .  

Dans  cette  méthode d 'essai  de  type,  l a  perturbation  )( fx  est mesurée  pour chacun  des  

n  é l éments  (n  ≥  3 )  de  l 'échan ti l l on  d 'essai  en  fonction  de  la  fréquence  f  pour chacune des  

l im i tes  et  méthodes  de  mesure  associées  qu i  s 'appl i quen t à  l 'EUT.  

L'équ ipement soum is  à  l 'essai  de  type  à  l 'a i de  de  cette  méthode  peu t être  cons idéré  comme 
satisfaisan t à  l a  l im i te  perti nen te  lorsque  l es  valeurs  de  perturbation  mesurées  )(i fx de tous  

l es  é léments  de  l 'échan ti l l on  son t i n férieures  à  l a  l im i te  )( fL ,  avec une  marge  supplémenta ire  

par rapport à  l a  l im i te  qu i  est  supérieure  ou  égale  à  l a  va leur de  l a  marge  nM  d épendant  de  

l a  ta i l le  de  l 'échanti l lon  donnée  dans  l e  Tableau  E . 1 :  

 )()( ni fLMfx ≤+ ,  pour chaque é lément ni ≤≤1 ,  (E. 1 )  

_____________ 

2  Les  ch i ffres  en tre  crochets  renvoi ent  à  l a  B ib l i ograph ie.  
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Tableau  E. 1  – Marge générale  par rapport  à  l a  l imite  pour l 'évaluation  statistique  

Tai l l e  d 'échanti l l on  (n )  3  4  5  6  

Marge générale  Mn  par rapport à  l a  l im i te  (dB)  3, 8  2 , 5  1 , 5  0 , 7  

 

NOTE  Les  valeurs  du  Tableau  E . 1  reposent  su r l 'h ypothèse  d 'un  écart-type  de  6 , 0  dB  pou r l es  perturbati ons,  
provoquées  par l ' équ ipement rel evant du  domaine  d 'appl i cation  du  présent  d ocument.  Pour p l us  d ' i n formations,  
voi r CI SPR TR 1 6-4-3  [3 ] .  I l  es t  important  que  l e  fabricant  d es  produ i ts  de  série  véri fi e  l a  va l i d i té  de  l 'h ypothèse  de  
l 'écart-type  prévu .  

En  réal i té,  l 'écart-type  étant dans  la  pl upart des  cas  i n férieur,  i l  est recommandé d 'u ti l i ser 
l 'une  des  méthodes  présentées  aux Articles  E. 3  ou  E . 4 ,  s i  l a  méthode  de  l 'Article  E . 2  n 'abou ti t  
pas.  

Dans  le  Tableau  E . 1 ,  l es  valeurs  son t données  un iquement pour une  ta i l le  d 'échan ti l l on  
j usqu 'à  n  =  6 .  Pour une  ta i l le  d 'échanti l lon  supérieure,  l a  méthode  de  d is tribution  binom iale  
est  p lus  adaptée  (voir l 'Article  E . 4).  

E.3  Méthode d 'essai  basée sur la  d istribution  en  t  non  centrale  

E.3.1  M ise  en  œuvre  pratique  à  l 'aide  de  sous-plages  de  fréquences  

La méthode d 'essai  de  type  pour les  mesurages  des  perturbations  condu i tes  ou  rayonnées  
peu t reposer su r l 'appl i cation  de  l a  méthode  s tatisti que  u ti l i san t la  d i stribution  en  t  non  
cen trale ,  défi n ie  dans  l a  CISPR TR 1 6-4-3  [3 ] .  La  méthode de  d istribution  en  t  permet de  
calcu ler l es  n iveaux de  perturbations  mesurées  l es  p lus  é levés  à  d i fférentes  fréquences  de  l a  
p lage  de  fréquences  appl icable  pour l a  méthode  de  mesure  particu l i ère  des  perturbations.  
Toutefois,  dans  l a  prati que,  des  d i fficu l tés  peuvent apparaître:  

– l es  n i veaux l im i tes  varien t sur l a  p lage  de  fréquences;  

– l es  fréquences  auxquel l es  les  n iveaux de  pertu rbations  l es  p lus  é levés  sont mesurés  
varient  en  fonction  des  un i tés  i nd ividuel l es  d 'un  échan ti l l on .  

C'est l a  ra ison  pour l aquel l e,  dans  l a  pratique,  l a  méthode doi t  être  appl i quée  en  d i visant  
l 'ensemble  de  la  p lage  de  fréquences  d 'une  méthode de  mesure  particu l ière  en  sous-plages.  
La  va leur moyenne et l ' écart-type  sont a lors  calcu lés  à  l 'a i de  des  n i veaux de  perturbation  
mesurés  qu i  son t normal i sés  par rapport au  n iveau  l im i te  en  fonction  de  l a  fréquence,  comme 
su i t:  

 )()()( fLfxfd −=  (E. 2)  

où  

)( fd  est l a  d i fférence en tre  l e  n i veau  de  perturbation  et l e  n i veau  l im i te  (n i veau  de  

perturbation  re lati f)  à  l a  fréquence  spéci fi que  f  en  dB;  

)( fx  est  l e  n iveau  de  perturbation  mesuré  en  dB(µV),  dB(µA),  dB(µA/m)  ou  dB(µV/m);  

)( fL  est l a  l im i te  de  perturbation  à  la  fréquence spéci fi que  en  dB(µV),  dB(µA),  dB(µA/m)  

ou  dB(µV/m).  

Le  n iveau  de  perturbation  re lati f )( fd  est ca lcu lé  en  fonction  de  la  fréquence.  La  d i fférence  

est négative  l orsque  l a  va leur mesurée est i n férieure  à  l a  l im i te.  E l le  est pos i ti ve  l orsque  cette  
va leur est supérieure  à  la  l im i te.  
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Pour tous  l es  n  é léments  de  l 'échan ti l l on  (étiquette  i ) ,  l es  va leurs  maximales  du  n i veau  de  
perturbation  re lati f )( fd  son t ca lcu lées  comme su i t  pour chacune  des  sous-plages  de  

fréquences  spéci fiées  en  E . 3. 2 :  

 { })(maxi fdd =  (E. 3)  

L'équ ipement soum is  à  l 'essai  de  type  à  l 'a i de  de  cette  méthode peu t être  cons idéré  comme 
satisfaisan t à  l a  l im i te  perti nen te  l orsque  l a  cond i tion  su ivante  est satisfai te  pour l e  n i veau  de  
perturbation  relati f maximal  id  dans  chacune des  sous-plages  qu i  s 'appl i quen t pour l a  

méthode de  mesure  parti cu l ière:  

 0    n ≤+ ksd  (E. 4)  

où  

d  est la  moyenne ari thmétique  des  va leurs  de  perturbation  re latives  maximales  id  de  

chacun  des  n  é lémen ts  de  l 'échan ti l l on ,  ca lcu lée  comme su i t  pour chaque sous-plage de  
fréquences  (en  dB):  

 ∑
=

=
n

d
n

d

1i
i

1
  (E . 5)  

ns  est l 'écart-type  des  va leurs  de  perturbation  re lati ves  maximales  id  d es  n  é léments  de  

l 'échanti l l on ,  ca lcu lé  comme su i t:  

 ∑
=

−−=
n

1i

2
i

2
n 1 )  ( / )  ( ndds  (E. 6)  

k  est l e  facteur dédu i t des  tableaux de  l a  d istribu tion  en  t  non  cen trale  qu i  assure,  à  un  
n i veau  de  confiance  de  80  % ,  qu 'au  moins  80  %  de  l a  production  est sous  la  l im i te  L .  La  

valeur de  k  d épend  de  l a  ta i l l e  de  l 'échanti l l on  n  e t  est  ind iquée  au  Tableau  E. 2 .  

Tableau  E.2  – Tai l l e  d 'échanti l lon  et  facteur  k  dans  une  d istribution  en  t  non  centrale  

n  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  

k  2, 04  1 , 69  1 , 52  1 , 42  1 , 35  1 , 30  1 , 27  1 , 24  1 , 21  1 , 20  

 

E.3.2  Sous-plages  de  fréquences  

I l  convien t de  procéder à  l 'évaluation  statis tique  donnée en  E. 3. 1  séparément pour l es  
sous-plages  de  fréquences  su ivan tes:  

•  9  kHz à  50  kHz;  

•  50  kHz à  1 50  kHz;  

•  1 50  kHz à  500  kHz;  

•  500  kHz à  5  MHz;  

•  5  MHz à  30  MHz;  

•  30  MHz à  1 00  MHz;  

•  1 00  MHz à  230  MHz;  
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•  230  MHz à  300  MHz;  

•  300  MHz à  500  MHz;  

•  500  MHz à  1  000  MHz.  

NOTE  Les  sous-plages  de  fréquences  on t  été  chois ies  de  sorte  que  l es  l im i tes  coïnciden t avec l es  fréquences  
auxquel l es  l a  cou rbe  l im i te  présente  une  transi ti on  ou  une  d i sconti nu i té.  S i  l es  p l ages  son t importantes,  des  
sous-pl ages  supplémenta i res  sont  également  appl i quées.  

L'essai  peu t échouer en  ra ison  de  l a  présence d 'artefacts  dans  l es  résu l tats ,  q u i  peuvent  
apparaître  à  cause  des  fréquences  i n i ti a les  et finales  des  sous-plages  de  fréquences.  La  
cause  de  ces  artefacts  est expl iquée  en  E .3 .3 .  

E.3.3  Al tération  de  données  se  produisant  à  l a  l imite  d 'une sous-plage  

Si  tou tes  les  valeurs  mesurées  son t i n férieures  à  la  l im i te  et q ue  l 'essai  a  échoué en  ra ison  
d 'un  écart-type  important,  i l  convien t de  déterm iner s i  cet importan t écart-type  a  été  provoqué  
par un  maximum  de  x i  à  l a  l im i te  en tre  deux sous-plages  de  fréquences.  Dans  ce  cas,  i l  
convient de  procéder à  l 'évaluation  conformément à  l 'Article  E .4 .  

La  F igure  E . 1  présente  l es  d i fficu l tés  possib les  s i  l a  majori té  des  perturbations  mesurées  se  
produ isen t à  la  l im i te  de  deux sous-plages  de  fréquences.  U est l a  tension  perturbatrice  
mesurée;  f est l a  fréquence.  I ci  son t représen tées  deux un i tés  i ssues  d 'un  échanti l l on ,  mais  
avec des  caractéristiques  d i fférentes.  Pour les  perturbations  à  l arge  bande,  l a  valeur du  
maximum  et  l a  fréquence du  maximum  peuven t varier d 'une  un i té  à  l ' au tre.  Les  d i fférences  
présentées  à  la  F igure  E. 1  en tre  l ' un i té  1  et  l 'un i té  2  d 'un  échan ti l l on  son t class iques.  La  
va leur moyenne et l 'écart-type  sont calcu lés  à  parti r des  n i veaux de  perturbati on  maximaux 
de  l 'ensemble  des  un i tés  (dont deux sont présentées)  pour chaque sous-plage.  Dans  cet 
exemple,  l 'écart-type  calcu lé  est beaucoup p l us  importan t pour l a  sous-plage  1  q ue  pour l a  
sous-plage  2  (en  tenant compte,  par exemple,  de  l 'ampl i tude  de  d i fférence des  valeurs  de  x1  
et  de  x2  à  l a  l im i te) .  Même s i  la  moyenne de  la  sous-plage  1  est b ien  i n férieure  à  ce l l e  de  l a  
sous-plage  2 ,  e t après  voir pris  en  compte  la  va leur importan te  de  Sn  mu l ti p l iée  par l e  facteur 
du  Tableau  E. 2,  dans  de  rares  cas  cela  peu t donner l ieu  à  des  cri tères  non  satisfai ts  de  
l 'Equation  (E . 4).  E tan t donné  qu ' i l  s 'ag i t  d 'une  s imple  conséquence de  l a  défin i ti on  arbi tra i re  
des  sous-plages  de  fréquences,  aucune conclus ion  s i gn i ficative  d 'un  poin t de  vue  s tatistique  
ne  peut être  d ressée eu  égard  à  l a  conform i té.  Dans  ce  cas,  i l  est recommandé  de  procéder 
de  nouveau  à  l 'évaluation  dans  une  sous-plage  qu i  vien t d 'être  défin ie,  de  man ière  à  évi ter 
l 'occurrence de  va leurs  maximales  aux l im i tes  de  l a  sous-plage.  

 

Figure E.1  – Présentation  des  d i fficu l tés  en  présence d 'une valeur maximale  
de  perturbation  à  l a  l imi te  d 'une sous-plage 
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E.4 Méthode d 'essai  basée sur la  d istribution  binomiale  

La méthode d 'essai  de  type  pour les  mesurages  des  perturbations  condu i tes  ou  rayonnées  
peu t reposer sur l 'appl ication  de  l a  méthode  statisti que  u ti l i sant l a  d is tribution  b inom iale,  
défin ie  dans  l a  CISPR TR 1 6-4-3  [3] .  Cette  méthode repose  sur l a  véri fication  de  la  cond i ti on  
selon  l aquel le ,  à  parti r d 'un  échanti l lon  d 'essai  de  tai l l e  n ,  l e  nombre  d 'un i tés  qu i  génèrent un  
n iveau  de  perturbation  supérieur à  l a  l im i te  appl i cable  ne  dépasse  pas  c ,  te l  q u ' ind iqué  dans  
l e  Tableau  E. 3 .  

Tableau  E.3  – Appl ication  de  l a  d istribution  binomiale  

n  7  1 4  20  26  32  

c 0  1  2  3  4  

 

E.5 Appl ication  d 'une tai l le  d 'échanti l lon  plus  grande  

Si  l 'essai  réa l isé  sur l 'échanti l l on  i n i ti a l  ne  satisfai t pas  à  l 'un  des  Articles  E. 2 ,  E . 3  ou  E . 4 ,  un  
nombre  supérieur d 'un i tés  peuvent être  soum ises  à  l 'essai  et  l e  résu l tat combiné  à  ceux du  
prem ier échanti l lon .  Le  résu l tat combiné  peut a lors  être  véri fié  pour déterm iner l a  ta i l l e  
d 'échanti l lon  l a  p l us  grande.  
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